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1 OLYMPUS Cleanliness Inspector - Informacién general

1 OLYMPUS Cleanliness Inspector - Informacion general

OLYMPUS Cleanliness Inspector es un completo sistema de analisis
Optico del nivel de limpieza totalmente automatico. El analisis 6ptico
del nivel de limpieza es un método que permite determinar el grado de
contaminacion de los componentes. Mediante el anélisis del nivel de
limpieza se detectan y analizan cuantitativamente las particulas que
contiene una muestra. Este sistema permite realizar clasificaciones
mediante métodos de analisis estandarizados y conformes con las
normas internacionales vigentes.

El sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector esta compuesto por un
sistema de microscopio, un PC, un monitor y el propio software. El
software OLYMPUS Cleanliness Inspector (CIX ASW) incluye todas las
funciones necesarias para analizar el nivel de limpieza.

Dispone de sencillos flujos de trabajo que guian al usuario paso a paso
durante la inspeccion, la deteccion vy la clasificacion de las particulas.
Los resultados del analisis del nivel de limpieza pueden almacenarse
automaticamente y presentarse en un informe.

States Food & Drug Administration) 21 CFR Part 820 compliant.

The OLYMPUS CIX100 Cleanliness Inspector System is capable of meeting

US FDA 21 CFR Part 11 requirements that pertain to the device.

However it is the responsibility of the customer to ensure full compliance with
21 CFR Part 11 by incorporating the controls outside the scope of the
OLYMPUS CIX100 Cleanliness Inspector System.

: @ The OLYMPUS CIX100 Cleanliness Inspector System is not US FDA (United

Configuraciones de inspeccion

Las reglas para la inspeccion de una muestra y para la clasificacion de
las particulas se establecen mediante una configuracion de inspeccion
en el software OLYMPUS Cleanliness Inspector. El software dispone de
algunas configuraciones de inspeccion predefinidas que se pueden
utilizar para inspeccionar una muestra. Si es necesario, se puede editar
una configuracion de inspeccion para adaptarla a las normas internas
de la empresa, o bien se puede definir una configuracion de inspeccion
nueva.

Normas compatibles para el analisis del nivel de limpieza

Las reglas para la caracterizacion de las particulas contaminantes
durante el analisis del nivel de limpieza son determinadas por normas

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 14



1 OLYMPUS Cleanliness Inspector - Informacién general

internacionales de forma vinculante. El software OLYMPUS Cleanliness
Inspector es compatible con varias de estas normas. Los parametros de
las normas se incluyen con el software y estan almacenados en las
configuraciones de inspeccion.

Modo de software [Analizar materiales]

Si'la solucion de software [CIX Interactive Measurement Solution] se ha
activado en su software OLYMPUS Cleanliness Inspector, el modo de
software [Analizar materiales] esta disponible. El modo de software
[Analizar materiales] le permite utilizar varias funciones para la
adquisicion de imagenes y el analisis de imagen automatico. Para este
modo de software estan disponibles soluciones de software no
gratuitas adicionales para procesos de analisis de ciencia de materiales.

15 OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5



2 Indicaciones de seguridad

2 Indicaciones de seguridad

Los siguientes simbolos e indicaciones de seguridad sefialan posibles
riesgos y proporcionan informacion de utilidad.

Este simbolo indica instrucciones de utilidad, consejos para el usuario e
informacién importante acerca de este producto.
ATENCION El simbolo de exclamacién vy la palabra ATENCION indican informacion
relativa a situaciones que pueden provocar dafios irreparables si no se
' siguen las instrucciones.

Simbolos en el equipo

PRECAUCION iPeligro de aplastamiento!
Al mover la platina del microscopio se crean espacios intermedios.
A que pueden dar lugar a aplastamientos.
Manténgase separado de la platina del microscopio cuando se esté

moviendo.
No intente nunca introducir la mano en los espacios intermedios.
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3 Actualizacion del software

3 Actualizacion del software

Para obtener actualizaciones de software para OLYMPUS Cleanliness
Inspector (CIX ASW), pdngase en contacto con el distribuidor local en
el que ha adquirido el producto.
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Simbolos utilizados

4 Acerca de este documento de ayuda

Este documento de ayuda describe el software OLYMPUS Cleanliness
Inspector (CIX ASW), el cual forma parte del sistema OLYMPUS
Cleanliness Inspector. El documento ofrece textos de ayuda sobre las
funciones del software en funcion del contexto. La dependencia del
contexto significa que se mostrara el texto del documento de ayuda
adecuado para la pagina abierta actualmente y desde la que se ha
accedido a la ayuda.

El correspondiente documento de ayuda se abre al hacer clic en el
boton [Ayuda]. El boton [Ayuda] esta disponible en todas las paginas
del software. La ayuda también se puede abrir pulsando la tecla F1.

Ademas, este documento de ayuda también esta disponible en
formato PDF, por lo que se puede consultar en cualquier momento sin
necesidad de utilizar el software. El archivo en formato PDF se
encuentra en el directorio de instalacion del software y en el archivo
«Manuals» en el escritorio de Windows.

41 Simbolos utilizados

(Cad

Este simbolo indica una referencia al glosario, donde encontrara una
explicacion acerca del término correspondiente.

4.2 Convenciones de redaccion

El volumen de suministro del sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector

incluye una pantalla tactil. El software OLYMPUS Cleanliness Inspector

se puede utilizar tocando la pantalla tactil o bien mediante un ratén. En
este documento de ayuda se describira siempre el manejo del software
mediante un ratén.

4.3 Método de MS Windows para la seleccion multiple

Seleccionar objetos individuales no sucesivos

Haga clic en los objetos deseados mientras mantiene pulsada la tecla
[Ctrl].
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Método de MS Windows para la seleccion multiple

Seleccionar una serie de objetos sucesivos

Haga clic en el primer objeto y el Ultimo objeto mientras mantiene
pulsada la tecla [MayuUs].

Seleccionar todos los objetos

Utilice la combinacion de teclas [Ctrl+A] para seleccionar todos los
objetos.

Seleccionar todos los objetos y deseleccionar algunos

Haga clic en el primer objeto y el Ultimo objeto mientras mantiene
pulsada la tecla [Mayus]. Haga clic en los objetos que desea
deseleccionar mientras mantiene pulsada la tecla [Ctrl].
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5 OLYMPUS Cleanliness Inspector - Pagina de inicio

Las funciones del software OLYMPUS Cleanliness Inspector estan
divididas en las siguientes areas:

[Analisis de la El area de analisis de la muestra incluye la inspeccion, la deteccion vy la
muestra]  clasificacion de muestras. Se trata del area central del software, en la

cual se analiza el nivel de limpieza y se comprueban los resultados a
continuacion.
Para poder iniciar la inspeccion haciendo clic en el botdn [Inspeccionar
muestra] o en el botdn [Inspeccionar varias muestras], se debe
configurar y calibrar previamente el sistema mediante los botones del
area [Configuracion del sistema]. El boton [Revisar resultados] permite
consultar en cualquier momento los resultados de las inspecciones
guardadas. A continuacion se puede crear un informe con los
resultados de la inspeccion mediante el boton [Crear informe].

[Administracion  En el area [Administracion de datos] se administran los datos de
de datos]  muestras y los informes guardados. Desde estas paginas se pueden
eliminar muestras e informes o comprimir o archivar los datos de
imagenes de una muestra para disponer de mas espacio de
almacenamiento. Las funciones del flujo de trabajo [Crear estadisticas]
permiten generar graficos y tablas a partir de los datos almacenados
para su analisis estadistico.

[Microscopia  Puede adquirir soluciones de software adicionales para aumentar la

avanzada]  funcionalidad de su sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector. El area
[Microscopia avanzada] esta disponible si ha instalado la solucion de
software [CIX Interactive Measurement Solution] o bien soluciones de
software no gratuitas para procesos de anélisis de ciencia de
materiales. Los procesos de analisis y las funciones de medicion
disponibles en el modo de software [Analizar materiales] dependen de
la solucion de software instalada. Encontrara informacion adicional en
la parte “"Modo de software [Analizar materiales]” de este documento
de ayuda.

[Configuracion del  El sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector se suministra configurado y
sistema)  calibrado para que pueda comenzar a analizar niveles de limpieza tras
realizar Unicamente unos pocos pasos de configuracion y calibraciones.
No obstante, si desea definir sus propios estandares y adaptar el
software a los requisitos de su empresa, dispone para ello de amplias
posibilidades de configuracion mediante los botones del area
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[Configuracion del sistema]. Esta seccion incluye las paginas de
configuracion de inspecciones, donde estan definidos los parametros
mas importantes para la inspeccion de la muestra. Ademas, desde aqui
podra acceder a los procesos de calibracion y a las configuraciones de
hardware, asi como a las paginas de creacion de plantillas de informes
y campos de datos de las muestras. Opcionalmente, el administrador
del software puede administrar los derechos de usuario y asignar
diferentes derechos de acceso a los usuarios del software. El rea de
configuracion del sistema incluye también una funcion para comprobar
el sistema.

En el capitulo [Primeros pasos] (pagina 28) encontrara una breve introduccion
@ al funcionamiento del software.

¢x OLYMPUS Cleanliness Inspector

Anélisis de la muestra

Inspeccionar muestra

Administracion de datos

e =

Administrar datos Crear estadisticas

Microscopia avanzada

Q

Analizar materiales

Configuracion del sistema

0 o

El botdn [Inspeccionar muestra] inicia el flujo de trabajo de inspeccion de la
muestra. Para utilizar este flujo de trabajo se necesita una configuracion de
= inspeccién que puede definirse en la configuracion del sistema mediante el
botdn [Configuraciones de inspeccion]. Encontraré informacién adicional en
el capfitulo [Inspeccionar muestra] (pagina 32).
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Al hacer clic en el botodn [Inspeccionar varias muestras] se inicia el flujo de

» = trabajo para inspeccionar varias muestras. Para utilizar este flujo de trabajo se
ERESEIN  necesita una configuracion de inspeccion que puede definirse en la
configuracion del sistema mediante el botdn [Configuraciones de inspeccion].
Encontrara informacién adicional en el capitulo [Inspeccionar varias muestras)
(pagina 88).

»

Al hacer clic en el botdn [Revisar resultados] se abre una lista de todos los
resultados almacenados de la inspeccion de una muestra.

e eslados Encontrara informacion adicional en el capitulo [Revisar resultados]
(pagina 120).

Al hacer clic en el boton [Crear informe] se abre la pagina de creacion de
informes. Los informes contienen los resultados de la inspeccién de una
muestra en formato Word o PDF.

Encontrara informacion adicional en el capitulo [Crear informe] (pagina 128).

Al hacer clic en el botdn [Administrar datos] se abre el drea de administracion
de datos de la muestra. En esta pagina se pueden comprimir, archivar o
A restaurar los datos de imagenes.

Encontrara informacion adicional en el capitulo [Administrar datos]

(pagina 136).

Al hacer clic en el botdn [Crear estadisticas] se abren las paginas para generar
gréficos y tablas para realizar analisis estadisticos.

Encontrara informacion adicional en el capitulo [Crear estadisticas]

(pagina 146).

Al hacer clic en el botdn [Analizar materiales], se abre el modo de software
[Analizar materiales]. Este modo de software esta disponible cuando esta
activada la solucién de software [CIX Interactive Measurement Solution] o
bien otras soluciones de software no gratuitas para procesos de analisis de
ciencia de materiales. Encontrara informacién adicional en la parte "Modo de
software [Analizar materiales]” de este documento de ayuda.

Analizar materiales

Al'hacer clic en el boton [Configuraciones de inspeccion] se abren las paginas
de las configuraciones de inspeccion, entre las que se incluyen las paginas

[Configuraciones de inspeccion], [Normas], [Familias de particulas] y [Tipos de
particulas]. Encontraré informacién adicional en el capitulo [Configuraciones

de inspeccién] (pagina 156).

Al hacer clic en el botén [Campos de informacion de la muestra] se abre la
pagina de configuracion para definir campos a incluir en el flujo de trabajo
[Inspeccionar muestra). En estos campos se puede introducir informacion
adicional sobre la muestra. Encontrara informacion adicional en el capitulo
[Campos de informacién de la muestra] (pagina 200).

Campos de informacion de la muestra
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%C}

Plantillas de informes

Al hacer clic en el botén [Plantillas de informes] se abre la pagina para editar
plantillas de informes. Encontraré informacién adicional en el capitulo
[Plantillas de informes] (pagina 206).

Al hacer clic en el botén [Derechos de usuario] se abren las paginas para la
definicién de derechos de usuario. Encontrara informacion adicional en el
capitulo [Derechos de usuario] (pagina 220).

Al hacer clic en el botén [Hardware] se abre el cuadro de dialogo de
configuracion de los componentes de hardware. Encontraré informacion
adicional en el capitulo [Hardware] (pagina 224).

Al hacer clic en el botédn [Calibracion] se abre el cuadro de didlogo con los
procesos de calibracion. Encontraré informacion adicional en el capitulo
[Calibracion] (pagina 226).

Comprobar sistema

El boton [Comprobar sistema] inicia el flujo de trabajo de comprobacién del
sistema con un € patrén de calibracion de particulas. Este flujo de trabajo
permite explorar el patron de calibracion de particulas en lugar de la muestra
y detectar los objetos colocados sobre él. El sistema compara los resultados
de esta inspeccién con las magnitudes conocidas del patron de calibracion
de particulas. para poder comprobar el sistema y las calibraciones actuales.
En caso de detectarse desviaciones, aparecera un mensaje indicando posibles
medidas de optimizacion. Encontrara informacién adicional en el capitulo
[Comprobar sistema] (pagina 248).

& Administrador v

En esta &rea se muestran el nombre del usuario y el rol de usuario activo. En
caso de que se hayan asignado otros roles de usuario al usuario activo
mediante derechos de usuario, se pueden seleccionar en una lista haciendo
clic en la flecha pequefia. Cuando se modifica el rol de usuario es necesario
volver a iniciar el software. Encontrara informacion adicional en el capitulo
[Derechos de usuario] (pagina 220).

Al hacer clic en el botdn [Informacion del sistema] > [Informacion] se abre un
cuadro de didlogo con informacion adicional acerca del sistema y del
software. Al hacer clic en el botén [Mas informacion del sistema] se abre el
cuadro de didlogo [Informacion del sistema].

Al hacer clic en el botén [Informacion del sistema] > [Idiomas] se abre una
lista con todos los idiomas compatibles. Aqui puede seleccionar el idioma
deseado para la interfaz de usuario. A continuacion aparecera un mensaje
solicitdndole que confirme el reinicio del software con el nuevo idioma
seleccionado.

Al hacer clic en el botdn [Informacion del sistema] > [Desactivar licencia] se
abre el asistente para desactivar el software.
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16 Al hacer clic en el botén [Ayuda] se abre el documento de ayuda.
16 Al hacer clic en el botdn [Finalizar] se cierra el software.
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[Informacion del sistemal
5.1 [Informacion del sistemal]

En el cuadro de dialogo [Informacion del sistema] se muestra
informacion adicional del sistema y el software.

Informacién del sistema ? X

1 Al hacer clic en el botén [Guardar informacion para el servicio de atencion al
cliente como...] se abre el explorador de MS Windows para guardar en un
archivo toda la informacién importante del sistema. El servicio de atencién al
cliente utilizaré este archivo para solucionar solicitudes de asistencia.
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Primeros pasos

5.2 Primeros pasos

Derechos de usuario

Para administrar los derechos de usuario es necesario iniciar una sesion
como administrador. Los derechos de usuario permiten determinar las
funciones del software que podran ser utilizadas por cada usuario.

En el capitulo [Derechos de usuario] encontrara informacion adicional

acerca de los derechos de usuario.

Calibraciones

El sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector se suministra configurado y
calibrado. Solo es necesario llevar a cabo periddicamente el proceso de
calibracion [Limites de la platina]. Si se inicia la inspeccion de una
muestra y alguna calibracion no esta actualizada, el sistema le indicara
las calibraciones que faltan para que pueda realizarlas directamente. El
boton [Calibracion] de la pagina de inicio permite acceder a todos los
procesos de calibracion. En el capitulo [Calibracion] encontrara
informacion adicional acerca de los procesos de calibracion.

Comprobacion del sistema

Antes de iniciar la inspeccion de una muestra, el flujo de trabajo
[Comprobar sistema] le ofrece la posibilidad de comprobar el sistema 'y
las calibraciones mediante un patron de calibracion de particulas. Se
recomienda ejecutar el flujo de trabajo [Comprobar sistema] siempre
que se hayan realizado modificaciones en el hardware o en las
calibraciones. En el capitulo [Comprobar sistema] encontrara
informacion adicional acerca de la comprobacion del sistema.

Hardware

Dado que el sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector ya esta
configurado, solo es necesario realizar cambios en estos cuadros de
dialogo cuando se adquieren componentes de hardware adicionales.

Inspeccion de la muestra

El flujo de trabajo [Inspeccionar muestra] permite inspeccionar la
muestra y revisar los resultados a continuacion. En este flujo de trabajo
debe seleccionar una configuracion de inspeccion para determinar los
parametros a utilizar para evaluar la muestra. En el capitulo
[Inspeccionar muestra] encontrara informaciéon adicional acerca de la
inspeccion de la muestra.
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Configuraciones

En caso de que se hayan definido especificaciones propias de la
empresa, el botdn [Configuraciones de inspeccion] le permite acceder
a las opciones de configuracion correspondientes. En estas paginas se
pueden editar y crear configuraciones de inspeccion y normas. En el
capitulo [Configuraciones de inspeccion] encontrara informacion
adicional acerca de las configuraciones de inspeccion.

En la pagina [Campos de informacion de la muestra] encontrara
opciones de configuracion adicionales. En esta pagina se definen los
campos del flujo de trabajo [Inspeccionar muestra], los cuales permiten
almacenar informacion adicional de una muestra. En el capitulo
[Campos de informacion de la muestra] encontrara informacion
adicional acerca de los campos de informacion de la muestra.

Revision de los resultados

Una vez completada la inspeccion de una muestra se mostraran los
resultados de esta. Si guarda los resultados, podra acceder a ellos en
cualguier momento mediante el boton [Revisar resultados].

En el capitulo [Revisar resultados] encontrara informacion adicional
acerca de la revision de los resultados.

Creacion de informes

Los resultados de la inspeccion de una muestra se pueden utilizar para
generar un informe en formato Word o PDF.

En el capitulo [Crear informe] encontrara informacion adicional acerca
de la creacion de informes.

El software dispone de distintas plantillas de informes que se pueden
utilizar para crear informes. Estas plantillas se pueden personalizar.

En el capitulo [Plantillas de informes] encontrara informacion adicional
acerca de la edicion de las plantillas de informes.

Administracion de los datos

Una vez completada la inspeccion de una muestra o la creacion de un
informe se guardan los resultados. El botén [Administrar datos] permite
acceder a los datos guardados para comprimirlos, archivarlos o
eliminarlos.

En el capitulo [Administrar datos] encontrara informacion adicional
acerca de la administracion de los datos.
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Primeros pasos

Crear estadisticas

Las funciones del flujo de trabajo [Crear estadisticas] permiten generar
graficos y tablas a partir de los resultados almacenados de las
inspecciones de las muestras. Estos datos se pueden utilizar para llevar
a cabo analisis estadisticos. Seleccione una vista en forma de grafico o
de tabla para representar y exportar los datos. Puede crear imagenes
de los gréficos para incluirlas, por ejemplo, en presentaciones o
informes. Encontrara informacion adicional acerca de la creacion de
estadisticas en el capitulo [Crear estadisticas].

Analizar materiales

El modo de software [Analizar materiales] le permite utilizar funciones
para la adquisicion de imagenes y el analisis de imagenes automatico.
Como complemento para el sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector,
hay disponibles para esto modo de software varias soluciones de
software adicionales para procesos de analisis de ciencia de materiales.
Los procesos de analisis disponibles en este modo de software
dependen de la solucién de software instalada. Encontrara informacion
adicional en la parte “Modo de software [Analizar materiales]” de este
documento de ayuda.
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[Inspeccionar muestra] > [Colocar muestra]

1D_20001

6 [Inspeccionar muestra]

Este flujo de trabajo comprende la adquisicion de las imagenes de la
muestra y la inspeccion de la muestra. Una vez completada la
inspeccion se mostrara un resumen de los resultados.

6.1 [Inspeccionar muestra] > [Colocar muestra]

® @ ® O,

1 El tamafio de la imagen en vivo en el &rea de visualizacion se puede
Q @ aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces en el
boton [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratdn se convierte en una mano al

situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede cambiar el
tamafio de la imagen con la rueda del ratén.

Este simbolo indica el aumento del objetivo utilizado actualmente.

2 Este simbolo indica el tiempo de exposicion actual.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 32



6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Colocar muestra]

3 El cuadrado azul en laimagen en el grupo [Vista general de la muestra]
marca la posicion actual de la camara.
4 [Omitir la Especifique si desea adquirir una imagen general en el paso siguiente o si
adquisicion de desea omitir la adquisicion de la imagen general.
resumen]

6.1.1 Montar muestra

Condiciones

Este paso comprende la colocacion de la muestra en el soporte para
varias muestras de la platina del microscopio y el inicio de la
adquisicion de una € imagen general. La imagen general ofrece una
primera vista de la muestra y se utiliza para definir el & area de
inspeccion.

» El sistema debe estar calibrado. En caso de que alguna calibracion
no esté actualizada, se mostrara un mensaje indicando las
calibraciones que faltan o bien se abrira directamente un cuadro
de didlogo con el proceso de calibracion. Realice las calibraciones

necesarias. En el capitulo [Calibracién] (pagina 226) encontrara
informacion adicional acerca de los procesos de calibracion.

Si la muestra ya esta colocada, se puede iniciar directamente la
adquisicion de la imagen general con el botén [Adquirir imagen
general].

Colocacion de la muestra y adquisicion de una imagen general

1. Haga clic en el boton [Mover platina a la posicion de colocacion].

» La platina del microscopio se desplazara para que pueda
colocar el filtro facilmente sobre el soporte para varias muestras.

2. Coloque el filtro en el soporte para varias muestras.
3. Haga clic en el boton [Adquirir imagen general].
= Se utilizara el objetivo con el aumento mas pequefio.
= Se activara el enfoque automatico.
= Se determinara automaticamente el tiempo de exposicion
optimo.
= Se iniciara la adquisicion de la imagen general.
= Se abrira la pagina [Inspeccionar muestra] > [Adquirir imagen
generall.
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[Inspeccionar muestra] > [Adquirir imagen general]

6.2 [Inspeccionar muestra] > [Adquirir imagen general]

® ©,

OLYMPU

iempo restante: 0:07 min

1l Pausa

El tamafio de la ® imagen general en el area de visualizacion se puede

aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces en el
botdn [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratén se convierte en una mano al
situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede cambiar el
tamafio de la imagen con la rueda del ratén.

Haciendo clic en el boton [Ajustar tamafio] se puede adaptar la imagen
general al tamafio del area de visualizacion.

2 Este simbolo indica el aumento del objetivo utilizado actualmente.
2 Este simbolo indica el tiempo de exposicion actual.
3 El cuadrado azul en laimagen en el grupo [Vista general de la muestra]

marca el area de la muestra donde se va a adquirir una imagen.
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[Inspeccionar muestra] > [Adquirir imagen general]

6.2.1  Adquisicion de una imagen general

Condicion previa  »  No se muestra este paso cuando se ha marcado la casilla [Omitir a
adquisicion de resumen] en la pagina [Inspeccionar muestra] >
[Colocar muestral.

Este paso comprende la adquisicion de la # imagen general por parte
del software. Para ello, se utilizara automaticamente el objetivo con el
aumento mas pequefio. En el grupo [Vista general de la muestra] se
puede observar la adquisicion de la imagen general. El cuadrado azul
sefiala la posicion de la muestra donde se estd adquiriendo una imagen
actualmente. El sistema combina las imagenes individuales de la
muestra adquiridas y las presenta como una unica imagen completa en
el area de visualizacion. La barra de progreso indica el tiempo que se
preve que requerira la adquisicion de la imagen general.

Una vez completada la adquisicion de la imagen general, se abrira la
pagina [Inspeccionar muestra] > [Seleccionar configuracion de
inspeccion].
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[Inspeccionar muestra] > [Seleccionar configuraciéon de inspeccion]

6.3 [Inspeccionar muestra] > [Seleccionar configuracion de inspeccion]

X OLYMPUS Cleanlinesg|inspector

1495

1SO 16232-1

Manual

| para Manual

Siquiente

|

§C)

El tamafio de la ® imagen general en el area de visualizacion se puede
aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces en el
botdn [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratén se convierte en una mano al
situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede cambiar el
tamafio de la imagen con la rueda del ratén.

Haciendo clic en el boton [Ajustar tamafio] se puede adaptar la imagen
general al tamafio del area de visualizacion.

B

Este simbolo indica el objetivo utilizado actualmente.

B

Este simbolo indica el tiempo de exposicion actual.

La lista [Configuraciones de inspeccion disponibles] contiene todas las @~
configuraciones de inspeccion disponibles en el software.
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[Inspeccionar muestra] > [Seleccionar configuracién de inspeccion]

4 Este campo de visualizacion contiene informacion sobre la configuracion de
inspeccion seleccionada. En el campo de visualizacion también se indica si
hay algun objetivo definido en la configuracion de inspeccion para el que
todavia no se ha llevado a cabo una comprobacion del sistema de forma
correcta.

6.3.1  Seleccion de una configuracion de inspeccion

Este paso comprende la seleccion de la # configuracion de inspeccion
que se desea utilizar para inspeccionar la muestra.

1. Seleccione la configuracion de inspecciéon deseada en la lista

[Configuraciones de inspeccion disponibles].

» A la derecha de la lista [Configuraciones de inspeccion
disponibles] se muestran algunos parametros de la
configuracion de inspeccion seleccionada y una breve
descripcion de esta. En el capitulo [Configuraciones de
inspeccion] (pagina 156) encontrara informacion adicional
acerca de las configuraciones de inspeccion.

2. Haga clic en el botén [Siguiente].

= El objetivo definido en la configuracion de inspeccion se
preparara automaticamente.

= La platina de microscopio se desplaza automaticamente al
centro del &rea de inspeccion y activa el enfoque automatico. Se
calcularan el tiempo de exposicion y el valor umbral Optimos.

= Se abrira la pagina [Inspeccionar muestra) > [Editar
configuracion).
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6.4 [Inspeccionar muestra] > [Editar configuracion]

Gravimetria [mg]

AR | ——
0pm | Ejecutar inspeccion

1 El umbral calculado automaticamente se muestra en color verde en la
imagen en vivo dentro del area de visualizacion. El tamafio de la imagen en
vivo se puede aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias
veces en el botdn [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratdn se convierte en

una mano al situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede
cambiar el tamafio de la imagen con la rueda del raton.

camente. Puede ser necesario utilizar varias veces el enfoque automético
para conseguir enfocar la imagen. También se puede utilizar la palanca de
mando para enfocar manualmente.

1 Al hacer clic en el boton [Enfoque automatico] la imagen se enfoca automati-

2 El tamafio de la © imagen general en el grupo [Vista general de la muestra]
se puede aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces
en el botdn [Alejar] o [Acercar]. La posicion de la muestra en el &rea de
visualizacion cambia al hacer clic en otro punto de la imagen general de la
muestra.
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3 [Ajustes de la Los parametros editables del grupo ® [Ajustes de la inspeccion] dependen
inspeccion] de la configuracion de inspeccion seleccionada. El aspecto y las funciones de
los botones pueden variar dependiendo de la configuracion de inspeccion
seleccionada.

3 n Al hacer clic en el botén con el simbolo del engranaje se abre un cuadro de
didlogo que permite modificar la configuracion.

En la configuracion de inspeccion hay disponibles varias opciones para establecer cémo se deben
calcular los valores umbral y el tiempo de exposicion. Encontrara informacion adicional al respecto en
el capitulo [Configuraciones de inspeccidn] > Abrir (pagina 2/2) (pagina 166).

3

Al hacer clic en el botén [Calculo automatico Unico de la exposicion] el
sistema calcula automaticamente el tiempo de exposicion.

3 Al hacer clic en el botén [Calculo automatico Unico del umbral para

particulas] el sistema calcula automaticamente el & valor umbral.

4 [Informacion de la El grupo [Informacion de |la muestra] contiene todos los campos en el orden
muestral] establecido en la pagina [Campos de informacion de la muestra]. Algunos

campos son obligatorios y se deben rellenar para que sea posible
inspeccionar la muestra. Encontrara informacion adicional al respecto en el
capitulo [Campos de informaciéon de la muestra] (pagina 200).
La informacion de la muestra introducida se puede guardar para no tener
que volverla a introducir para muestras con los mismos parametros. Toda la
informacién de la muestra almacenada se puede seleccionar en la lista del
campo [Valor predeterminado].

6.4.1  Edicion de la configuracion de la inspeccion

En este paso todavia se pueden modificar algunos ajustes de la
inspeccion de la muestra.
En los campos del grupo [Informacion de la muestra] se puede afiadir

informacion adicional relativa a la muestra. Estos datos se guardan
junto con los resultados de la inspeccion.

inspeccion se pueden editar en el flujo de trabajo [Inspeccionar muestra]. Los
ajustes y los botones disponibles del grupo [Ajustes de la inspeccion]
dependen de la configuracion de inspeccion seleccionada.

@ En las configuraciones de inspeccion se establece qué = ajustes de la
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Edicion del tiempo de exposicion y del umbral para las particulas
Condiciones  »  El tiempo de exposicion y el @ valor umbral solo se pueden
modificar manualmente si se ha seleccionado la edicién manual en
la configuracion de inspeccion.
Sino se ha previsto la edicion manual, el tiempo de exposicion y el
valor umbral se ajustan automaticamente.

n 1. Haga clic en el boton [Editar tiempo de exposicion y umbral para
las particulas].

= Se abrira el cuadro de dialogo [Editar tiempo de exposicion v
umbral para las particulas].

= En primer lugar, ajuste el tiempo de exposicion y después el
valor umbral.

» En el capitulo Tiempo de exposicion y umbral para las particulas
(pagina 42) encontrara informacion adicional acerca de este
cuadro de diélogo.

Edicion del valor umbral para particulas reflectantes

Es posible ajustar un valor umbral propio para el area reflectante de
una particula. En este proceso se detectan los puntos reflectantes de la
imagen que estan dentro de una particula y se calcula la proporcion
entre los puntos reflectantes y el &rea total de la particula. A partir de
una proporcion determinada de areas reflectantes en una particula, la
particula se incluye como particula reflectante en los resultados de la
inspeccion.

n 1. Haga clic en el boton [Editar umbral para particulas reflectantes].

= Se abrira el cuadro de dialogo [Editar umbral para particulas
reflectantes].

» En el capitulo Umbral para particulas reflectantes (pagina 46)
encontrara informacién adicional acerca de este cuadro de
didlogo.

Edicion del area de inspeccion y los puntos de enfoque

Condiciones  » Los puntos de enfoque solo se pueden modificar manualmente si
se ha seleccionado la edicion manual de los mismos en la
configuracion de inspeccion.

Si no se ha previsto la edicion manual, se utilizaran los ajustes de
enfoque de la configuracion de inspeccion.
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n 1. Haga clic en el boton [Editar area de inspeccion y puntos de
enfoque].
= Se abrira el cuadro de didlogo [Editar area de inspeccion y
puntos de enfoque].
» En el capitulo Area de inspeccion y puntos de enfoque
(pagina 48) encontrara informacion adicional acerca de este
cuadro de diélogo.

Introducciéon de informacion de la muestra

En el grupo [Informacion de la muestra] se muestran los campos
especificados por la configuracion de inspeccion o bien los campos
que se han activado en la pagina [Campos de informacion de la
muestra]. En estos campos se puede introducir informacion adicional
acerca de la muestra, la cual se guardara con los resultados de la
inspeccion. Esta informacion se puede incluir en un informe.

Guarde los parametros como un ajuste predeterminado si desea volver
a utilizar la informacion introducida para otras muestras. Introduzca un
nombre en el campo [Valor predeterminado] y haga clic en el boton
[Guardar valor predeterminado seleccionadao].

Haga clic en el boton [Eliminar valor predeterminado seleccionado] si
desea eliminar los datos de la muestra seleccionados actualmente en la
lista [Valor predeterminado].

El borde amarillo del campo y el triangulo de advertencia indican que
el campo es obligatorio y que debe rellenarse, o bien que el valor
introducido no es valido. No se puede iniciar la inspeccidon mientras
haya algun campo con el borde amarillo. En el capitulo [Campos de
informacion de la muestra] (pagina 200) encontrara informacion
adicional acerca de la pagina [Campos de informacion de la muestral.

Ejecucién de la inspeccion
1. Haga clic en el boton [Ejecutar inspeccion].

= Se abrird la pagina [Inspeccionar muestra] > [Adquirir puntos de
enfoquel.

= En el capitulo [Inspeccionar muestra] > [Adquirir puntos de
enfoque] (pagina 54) encontrara informacion adicional acerca
de esta pagina.

» Sino se ha definido un mapa de enfoque para enfocar la
muestra, se omitira la pagina [Adquirir puntos de enfoque] y
comenzara directamente la adquisicion de imagenes de la
muestra.
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1D_20005, ID_10013

6.42  Tiempo de exposicion y umbral para las particulas

X OLYMPUS Cleanlinessffinspector

1 En el &rea de visualizacion se muestra la imagen en vivo de la posiciéon actual
de la muestra. Los cambios en el tiempo de exposicion se pueden observar
directamente en la imagen en vivo. Si esta activado el botén [Activar/
Desactivar vista previa] junto al control deslizante [Umbral para particulas], las
particulas definidas por el @ valor umbral se mostrarén coloreadas en la
imagen.

2 Un pequefio rectangulo sefiala la posicion actual de la muestra en la imagen
general en el grupo [Vista general de la muestra). La posicion de la muestra
en el area de visualizacién cambia al hacer clic en otro punto de la imagen
general de la muestra.

3 El cuadro de didlogo contiene el control deslizante y los botones que
permiten ajustar el tiempo de exposicion y el valor umbral.
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6 [Inspeccionar muestra]
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[Editar tiempo de exposicion y umbral para las particulas]

@

Dependiendo de los ajustes de la configuracion de inspeccion, es posible que
en este cuadro de dialogo solo se pueda ajustar manualmente el tiempo de
exposicion o bien el valor umbral.

En el cuadro de dialogo [Editar tiempo de exposicion y umbral para las
particulas] se puede ajustar el tiempo de exposicion y el & valor
umbral para la particula. Los ajustes realizados se utilizaran durante la
inspeccion de la muestra. En primer lugar, ajuste el tiempo de
exposicion y después el valor umbral.

En la configuracion de inspeccion hay disponibles varias opciones para
establecer como se deben calcular los valores umbral y el tiempo de
exposicion. Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
[Configuraciones de inspeccion] > Abrir (pagina 2/2) (pagina 166).

Ajuste del tiempo de exposicion
1. Existen varias formas de ajustar el tiempo de exposicion:
= Mediante el control deslizante.
» Haga clic en el boton [-] o [+] y ajuste el tiempo de exposicion
en pasos pequefios.
» Introduzca un tiempo de exposicion en el campo y pulse la tecla
[Entrar].
= También se puede calcular el tiempo de exposicion
automaticamente. Para ello, haga clic en el boton [Calculo
automatico Unico de la exposicion].
2. Cierre el cuadro de didlogo con [Aceptar].

= Este tiempo de exposicion se utilizara en todas las imagenes
individuales de alta resolucion adquiridas durante la inspeccion
de la muestra.

Ajuste del valor umbral para las particulas
El valor umbral se debe ajustar cuidadosamente, dado que afecta de
forma significativa a los resultados de la inspeccion de la muestra.

1. Seleccione un punto de la muestra en el que se observen las
particulas tipicas.

2. Active la vista previa para ajustar el valor umbral. Para ello, haga
clic en el boton [Activar/Desactivar vista previal. El rango de
intensidad definido por el valor umbral se mostrara de color verde.
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Esto permite observar el resultado directamente en la imagen y
volver a modificar los ajustes en caso necesario.

3. Existen varias formas de ajustar el valor umbral para las particulas:
= Mediante el control deslizante.
» Haga clic en el boton [-] o [+] y ajuste el valor umbral en pasos
pequefios.
= Introduzca un valor umbral en el campo vy pulse la tecla [Entrar].

= También se puede calcular el valor umbral automaticamente.
Para ello, haga clic en el botén [Calculo automatico unico del
umbral para particulas].
4. Ajuste el valor umbral de forma que solo afecte a las particulas y
que solo estas se muestren de color verde.
5. Compruebe el ajuste del valor umbral en otros puntos de la
muestra.
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6.4.4  Umbral para particulas reflectantes

X OLYMPUS Cleanlinesq|Inspector

Editar umbral para particulas reflectantes

Umbral para particulas reflectantes

Aceptar

1 En el &rea de visualizacion se muestra la imagen en vivo de la posicién actual
de la muestra. Si esta activado el botdn [Activar/Desactivar vista previa], los
cambios en el valor umbral se pueden observar directamente en la imagen
en vivo.

2 Un pequefio rectangulo sefiala la posicion actual de la muestra en la imagen
general en el grupo [Vista general de la muestra). La posicion de la muestra
en el area de visualizacion cambia al hacer clic en otro punto de la imagen
general de la muestra.

3 El cuadro de dialogo contiene el control deslizante y los botones que
permiten ajustar el valor umbral.
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6.4.5  [Editar umbral para particulas reflectantes]

En el cuadro de dialogo [Editar umbral para particulas reflectantes] se
puede ajustar el & valor umbral para el area reflectante de una
particula.

El valor umbral se debe ajustar cuidadosamente, dado que afecta de
forma significativa a los resultados de la inspeccion de la muestra.

1. Seleccione un punto de la muestra en el que se observen particulas
reflectantes. Las areas reflectantes se muestran de color magenta.

2. Active la vista previa para ajustar el valor umbral. Para ello, haga
clic en el boton [Activar/Desactivar vista previa). Esto permite
observar el resultado directamente en la imagen y volver a
modificar los ajustes en caso necesario.

3. Ajuste el valor umbral de forma que afecte a las areas reflectantes
de una particula y que las areas se muestren de color magenta.
Existen varias formas de ajustar el valor umbral para particulas
reflectantes:
= Mediante el control deslizante.

» Haga clic en el boton [-] o [+] y ajuste el valor umbral en pasos
pequenos.

» Introduzca un valor umbral en el campo vy pulse la tecla [Entrar].

= También se puede calcular el valor umbral para particulas
reflectantes automaticamente. Para ello, haga clic en el boton
[Célculo automatico Unico del umbral para particulas
reflectantes].

4. Compruebe el ajuste del valor umbral en otros puntos de la
muestra.
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6.4.6  Area de inspeccién y puntos de enfoque

ex OLYMPUS Cleanli

bss Inspector

N
100 ym
-

En el &rea de visualizacion se muestra la imagen en vivo de la posiciéon actual
de la muestra.

Cuando est4 activo el modo de edicién [Editar drea de inspeccion], en la
imagen general se muestra un circulo que define el = area de
inspeccion.

Cuando esta activo el modo de edicion [Editar puntos de enfoque], los
puntos de enfoque se muestran en la imagen general.

Al hacer clic en el botén [Editar area de inspeccion] se activa el modo de
edicion del area de inspeccion. Un circulo de tamafio modificable define el
area de inspeccion en la imagen general.

3 [Areade
inspeccion]

En el grupo [Area de inspeccion] se muestra el didmetro y la superficie del
area de inspeccion y el nimero total de imagenes adquiridas durante la
inspeccion de la muestra.

‘=l

Al'hacer clic en el boton [Maximizar area de inspeccion], el area de inspeccion
aumenta hasta el tamafio maximo posible. El tamafio méaximo del &rea de
inspeccion definido en el software es un circulo con un didmetro de 42,5 mm.
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Al hacer clic en el botéon [Guardar area de inspeccion como predeterminadal,
el tamafio actual del area de inspeccion se guarda para futuras inspecciones.

3

'IER

Al hacer clic en el botodn [Editar puntos de enfoque], se activa el modo de
edicion de los puntos de enfoque. En la imagen general se muestran los
puntos de enfoque que es posible mover por el interior del area de
inspeccion.

3 [Puntos de

En el grupo [Puntos de enfoque] se muestra el nimero total de puntos de

enfoque] enfoque.
3 [Modo de Estas opciones establecen el modo de enfoque de la muestra. Se puede
enfoque] seleccionar un ® mapa de enfoque, la posicion actual en Z o bien enfoque

antes de cada imagen.

6.4.7  [Editar rea de inspeccion y puntos de enfoque]

@

Las funciones para la edicion de los puntos de enfoque solo se muestran
cuando la edicién de los puntos de enfoque esta permitida en la configuracion
de inspeccion.

En el cuadro de dialogo [Editar area de inspeccion y puntos de
enfoque] se puede comprobar el @ area de inspeccion y los puntos de
enfoque, y modificar ambos parametros si es necesario.

Edicion del area de inspeccién

1. En primer lugar, seleccione el modo de edicion. Haga clic en el
botdn [Editar area de inspeccion].

2. Enlaimagen general aparece un circulo que define el &rea de
inspeccion. Haga clic en el circulo.
» En el circulo aparecera un punto.

3. Modifique el tamafio del circulo. Situe el puntero del ratén sobre el
punto. Desplace el punto en la direccion deseada manteniendo
pulsado el botdn izquierdo del raton.

4. Modifique la posicion del circulo. Sitde el puntero del ratéon dentro
del circulo. El puntero se convertira en una cruz de cuatro flechas.
Desplace el circulo en la direccion deseada manteniendo pulsado
el boton izquierdo del ratéon.

5. Haga clic en el botén [Guardar area de inspeccion como
predeterminada] si desea guardar el tamafio del area de
inspeccion para el resto de inspecciones.
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» El area de inspeccion definida se utilizara para inspeccionar las

muestras siguientes hasta que se defina una nueva area de
inspeccion.

Area de inspeccién maxima

1. Haga clic en el boton [Maximizar area de inspeccion].

= El drea de inspeccion aumentara hasta el tamafio maximo

posible.

Edicion de los puntos de enfoque

Sitde los puntos de enfoque en las areas de la muestra que contengan mas
estructuras y muchas particulas.

1. Haga clic en el boton [Editar puntos de enfoque].

* Enlaimagen general se mostraran todos los puntos de enfoque.
» En el campo [Recuento] se indica el nUmero de puntos de

enfoque definidos para la opcion seleccionada.

2. Seleccione un modo de enfoque en el grupo [Puntos de enfoque].

= | a opcion [Utilizar posicion actual en Z] permite utilizar la

posicion en Z actual para la adquisicion de imagenes cuando se
inicie la inspeccion de la muestra con el boton [Ejecutar
inspeccion]. La posicion en Z no cambia durante la adquisicion
de las imagenes.

Con la opcion [Enfocar cada imagen], el enfoque se lleva a cabo
antes de adquirir cada imagen de la inspeccion de la muestra.
Cuando se utiliza esta opcion la inspeccion de la muestra puede
requerir bastante tiempo.

Con la opcion & [Mapa de enfoque], el sistema le ayuda a
adquirir imagenes enfocadas de la muestra completa, incluso si
su superficie es irregular.

. Si ha seleccionado la opcion [Mapa de enfoque]: Las entradas de la
lista determinan la densidad de puntos de enfoque en el mapa de
enfoque. Seleccione la densidad de puntos de enfoque en funcion
de las caracteristicas de su muestra. Si selecciona una densidad
elevada, se realizaran desplazamientos a muchas posiciones para
la adquisicion del mapa de enfoque. El mapa de enfoque sera mas
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preciso, pero la adquisicion del mapa requerird mas tiempo. Estan
disponibles las siguientes entradas:

= 3 puntos

= Densidad baja
= Densidad media
= Densidad alta

Enfoque manual de los puntos de enfoque

Los puntos de enfoque de un mapa de enfoque se pueden enfocar
manualmente.

1. Seleccione la casilla [Enfoque manual].

» El primer punto de enfoque se marcara en color verde en la
imagen general.

2. Enfoque la posicion correspondiente de la muestra.

3. Haga clic en el botdn [Validar punto de enfoque] para confirmar
un punto de enfoque enfocado manualmente.

» La platina se desplazara al siguiente punto de enfoque.

4. Enfoque sucesivamente todos los puntos de enfoque del mapa de
enfoque y validelos.

» Cuando los puntos de enfoque se enfocan manualmente se
omite el paso automatico [Adquirir puntos de enfoquel.

Desplazamiento de los puntos de enfoque
1. Las posiciones de los puntos de enfoque se pueden modificar.
Para ello, haga clic en un punto de enfoque de la imagen general.

= La platina del microscopio se desplazara a este punto de
enfoque.

= Enlaimagen en vivo del area de visualizacion se mostrara el
punto de enfoque actual.

2. Desplace el punto de enfoque en la direccion deseada
manteniendo pulsado el boton izquierdo del raton.

Afadir y eliminar puntos de enfoque

En el momento en que se afiade un punto de enfoque a un mapa de
enfoque o se elimina de este, aparece la entrada [Densidad definida
por el usuario] en la lista [Mapa de enfoque].
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* Haga clic en el botén [Agregar punto de enfoque] para afiadir un
punto de enfoque. Desplace el punto de enfoque a la posicion
deseada.

* Haga clic en el boton [Eliminar punto de enfoque] para eliminar el
punto de enfoque seleccionado.

N
ZIN

* Haga clic en el boton [Validar punto de enfoque] para confirmar un
v punto de enfoque enfocado manualmente.
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6.5 [Inspeccionar muestra] > [Adquirir puntos de enfoque]

X OLYMPUS Cleanliness Inspector
®

1 En la imagen general en el grupo [Vista general de la muestra] se puede ver
la distribucion de los puntos de enfoque sobre la muestra.

2 La informacion del grupo [Puntos de enfoque] se actualiza continuamente.
Se muestra la siguiente informacion:
[NUmero total]: el nimero total de puntos de enfoque.
[Procesados]: el nimero de puntos de enfoque procesados.
[Sin enfoque]: el nimero de puntos de enfoque en los que no ha sido posible
encontrar la posicion de enfogue.
[Limite de advertencia]: el nUmero méximo permitido de puntos de enfoque
en los que no se ha podido enfocar. Cuando se supere este Iimite de
advertencia aparecera un mensaje.
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6.5.1  Adquisicion de puntos de enfoque

@

La pagina [Inspeccionar muestra] > [Adquirir puntos de enfoque] solo se
muestra si se ha definido un mapa de enfoque y los puntos de enfoque no se
han enfocado manualmente.

O bien:

En este paso se adquieren los puntos de enfoque del ® mapa de
enfoque. Una vez completada la adquisicion de los puntos de enfoque,
se abrira la pagina [Inspeccionar muestra] > [Adquirir muestral.

Limite de advertencia de puntos de enfoque

La inspeccion puede proseguir aunque aparezca un mensaje indicando
que se ha excedido el nimero maximo permitido de posiciones en las
que no es posible enfocar. No obstante, es posible que las imagenes de
la muestra adquiridas no estén suficientemente enfocadas.

Cuando se alcanza el limite de advertencia de puntos de enfoque, tiene
la siguientes posibilidades:

* Responda [No] a la pregunta [;Desea cancelar la adquisicion de
puntos de enfoque y volver a la pagina "Editar configuracion"?] y
prosiga con la adquisicion. A continuacion, compruebe si la muestra
explorada esta suficientemente enfocada.

Silas imagenes adquiridas no estan enfocadas, cambie la posicion de
los puntos de enfoque en el cuadro de dialogo [Editar area de
inspeccion y puntos de enfoque] de la pagina [Inspeccionar muestra]
> [Editar configuracion]. A continuacion, prosiga con la inspeccion.

* Responda [S1] a la pregunta [; Desea cancelar la adquisicion de
puntos de enfoque y volver a la pagina "Editar configuracion"?]. Se
abrira la pagina [Inspeccionar muestra] > [Editar configuracion]. Haga
clic en el botdn [Editar area de inspeccion y puntos de enfoquel.
Modifique la posicion de los puntos de enfoque en el cuadro de
didlogo [Editar area de inspeccion y puntos de enfoquel.

En la configuracion de inspeccion de la pagina [Configuraciones de
inspeccion] > Abrir (pagina 2/2) es posible aumentar los limites de
advertencia de los puntos de enfoque en caso de que se pueda
enfocar la muestra de forma suficiente con menos puntos de
enfoque.

En el capitulo [Editar area de inspeccion y puntos de enfoque] (pagina

49) encontraréa informacion adicional acerca de la edicion de los puntos

de enfoque.
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Adquirir muestra]

6.6 [Inspeccionar muestra] > [Adquirir muestra]

ex OLYMPUS Cleanlinfpss Inspector

Il Pausa

M Detener

1 En el &rea de visualizacion se muestra la imagen en vivo de la posiciéon actual
de la muestra.

2 La & imagen general en el grupo [Vista general de la muestra] se
sobrescribe con las imagenes de la muestra en alta resolucion. Las imagenes
individuales se combinan para formar una imagen completa.

3 El grupo [Informacion de la muestra] contiene informacion de la muestra
como, por ejemplo, la norma utilizada para inspeccionar la muestra y los
parametros de medicion utilizados para clasificar las particulas. En el campo
[Resultado del recuento] se indica a qué se refiere el resultado.

4 En el grupo [Resultados de la muestra] se puede ver el nimero de particulas
por ¥ clase de particulas. El campo [Aprobacion general] indica el resultado
general de la inspeccién de la muestra. Los resultados se actualizan continua-
mente durante la adquisicion de imagenes de la muestra.
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Adquirir muestra]

6.6.1  Adquirir imagenes de la muestra

Este paso comprende la adquisicion de las imagenes de la muestra y el
célculo del nimero de particulas.

En el grupo [Informacion de la muestra] se muestra la informacion en la
que se basa la clasificacion de las particulas. Esta informacion se define
en la configuracion de inspeccion.

Los resultados del grupo [Resultados de la muestra] se actualizan
continuamente durante la adquisicion de las imagenes. Las barras junto
a las @ clases de particulas indican el niumero de particulas contadas
en la clase de particulas. Si se ha definido un valor maximo admisible,
una marca de color sefialara la posicion de este valor en la barra. De
esta forma se puede detectar durante la inspeccion si se ha excedido el
nuimero permitido de particulas en una clase de particulas. Si el nUmero
de particulas sobrepasa el valor permitido en una clase de particulas, el
resultado para esa clase de particulas se considerara [No correcto] y
con ello igualmente el resultado general.

Haciendo clic en el boton [Detener] se puede interrumpir la adquisicion
de imagenes de la muestra en cualquier momento. Esto puede servir
de ayuda cuando ya se observa durante la adquisicion que el resultado
de la aprobacion general sera [No correcto]. Puede elegir entre
descartar los resultados provisionales o comprobarlos y almacenarlos
con fines de documentacion. Si selecciona la opcion de guardar los
resultados provisionales, el flujo de trabajo proseguira sin adquirir mas
imagenes. En las paginas siguientes se pueden comprobar
detalladamente los resultados provisionales.

Una vez obtenidas las imagenes, se abrira la pagina [Inspeccionar
muestra] > [Comprobar resultados].
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Comprobar resultados]

1D_20010

6.7 [Inspeccionar muestra) > [Comprobar resultados]

X OLYMPUS Cleanliness Inspector
Q@M

1 El botdn [Superposicion de particula] permite mostrar y ocultar las marcas de
colores de las particulas.

2 Los resultados se muestran en la tabla divididos en & clases de particulas.

3 El grupo [Informacion de la muestra] contiene informacion de la muestra

como, por ejemplo, la norma utilizada para inspeccionar la muestra y los
parametros de medicion utilizados para clasificar las particulas.

4 Al hacer clic en el botdn [Revisar resultados] se abre la pagina siguiente
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra). En esta pagina se representan los
resultados de forma detallada.

5 En el grupo [Resultados de la muestra] se puede ver el resultado general de
la inspeccion.
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Comprobar resultados]

6.7.1  Comprobar resultados

En esta pagina se muestra una primera vista general de los resultados
del analisis del nivel de limpieza. Las particulas detectadas se muestran
en la tabla divididas en @ clases de particulas. Cada clase de particulas
se representa con un color distinto. Las particulas en la imagen general
y en la imagen en vivo se marcan con el color de la clase de particulas
a la que pertenecen. Esto permite tener una impresion visual del
numero y tamafo de las particulas de una determinada clase.

En la pagina [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] se presentan
de forma detallada los resultados. Al hacer clic en el botdn [Revisar
resultados] de la barra de navegacion, se abre la pagina [Inspeccionar
muestra] > [Revisar muestral.

Para crear un informe, haga clic en el boton [Crear informe] de la barra
de navegacion. Se abrira la pagina [Crear informe].

Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo [Crear
informe] (pagina 132).
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de particulas]

1D_30002

6.8 [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de particulas]

Esta pagina contiene los resultados de la inspeccion de la muestra. En
el area de visualizacion hay disponibles diversas pestafias para
consultar y comprobar los resultados.

Posicién de la particula

[ER]
VDA 19.1:2015 (N|

Todas las particul

VDA 19.1:2015 (N)

Recuento normalizq§lo

Tabla de clasificacién Tabla de particulas
Clase Feret méx. uento Méximo

[um] [1/NGmero de componfftes I
[1/Nmero de s

[600.00 - 1000.00[

[1000.00 - 1500.00]

4

1 Pestafia [Vista de En el drea de visualizacion de la pestafia [Vista de particulas] se muestran
particulas] imagenes en miniatura de todas las particulas detectadas. Al hacer clic en una
imagen en miniatura en las tablas [Tabla de clasificacion] y [Tabla de
particulas] se marcan las filas con los parametros de la particula seleccionada.
Al hacer doble clic en una miniatura, la imagen se abre en el &rea de
visualizacion de la pestafia [[magen de la muestral.

1 Pestafia [Imagen  Encontrara informacion adicional en el capitulo [Inspeccionar muestra] >

de la muestra] [Revisar muestra] > [Imagen de la muestra] (pagina 66).

1 Pestaia Encontrara informacion adicional en el capitulo [Inspeccionar muestra] >
[Observacion en  [Revisar muestra] > [Observacién en vivo] (pagina 74).
vivo]

1 Pestafia [Vista de  Encontrara informacion adicional en el capitulo [Inspeccionar muestra] >
instantaneal [Revisar muestra] > [Vista de instanténea] (pagina 78).
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de particulas]

Al hacer clic en el boton [Adquirir instantaneas EFI] se inicia la © adquisicion
de iméagenes EFI para las particulas seleccionadas.

Este botdn solo esta disponible directamente después de la inspeccion de la
muestra, mientras la muestra se encuentra todavia bajo el objetivo y es
posible obtener una imagen en vivo.

La funcion de medicion de la altura de la particula esté disponible si se ha instalado la solucion [CIX
Height Measurement] y el hardware correspondiente. Dependiendo de la configuracion del sistema,
habra un boton adicional para la medicion automatica de la altura de la particula, ademas del botéon
de medicibn manual. Estos botones solo se muestran directamente después de la inspeccion de la
muestra, en el flujo de trabajo [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra). En el capitulo Solucion [CIX
Height Measurement] (pagina 84) encontraré instrucciones paso a paso para esta funcion.

Al hacer clic en el boton [Medir altura de la particula] se inicia automatica-
mente la medicion de la altura de la particula.

Al hacer clic en el boton [Medir manualmente la altura de la particula] se
inicia automaticamente la medicion manual de la altura de la particula.

Al hacer clic en el botén [Eliminar particulas] se elimina la particula
seleccionada.

La # familia de una particula se puede cambiar. Al hacer clic en el boton
[Cambiar familias de particulas] se abre una lista de seleccion con todas las
familias de particulas disponibles. Este botén esta activo cuando se ha
seleccionado al menos una particula. El sistema determina automaticamente
el tipo de particula a partir de la composicion de las familias de particulas.

El botén [Deshacer] permite deshacer la Ultima accion realizada.
El boton [Rehacer] permite volver a realizar la Ultima accion deshecha.

3 [Posicion de la
particula]

En esta area de visualizacion se muestran distintos grupos en funcién de la
pestafia seleccionada:

Si se selecciona la pestafia [Vista de particulas], se muestra el grupo [Posicion
de la particula]. Al hacer clic sobre una miniatura de la pestafia [Vista de
particulas], la herramienta de navegacion se desplaza a la posicion
correspondiente de la muestra en la imagen general.
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de particulas]

4 [Informacion de la El grupo [Informacion de la muestra] contiene informacién sobre la muestra.
muestra] La norma utilizada actualmente esté seleccionada en la lista [Norma]. En esta

lista de seleccion se ofrecen normas adicionales para evaluar las particulas
detectadas. En la lista de seleccion [Tipo de particula] se ofrecen los tipos de
particulas que estan definidos en la configuracion de inspeccion y que, por
tanto, se detectaran durante la inspeccion. Si se selecciona un tipo de
particulas en la lista [Tipo de particulas], en las tablas de resultados solo se
mostraran las particulas del tipo seleccionado.

5 [Resultados de la  En el grupo [Resultados de la muestra] se puede ver el resultado general de

muestra] la inspeccion.

6 [Tabla de En la tabla [Tabla de clasificacion] se muestran los resultados de las clases de
clasificacion] particulas.

6 [Tabla de La tabla [Tabla de particulas] contiene todas las particulas detectadas junto
particulas] con los parametros medidos. Si existe un vinculo con una instantanea, el

nombre de la instantanea se mostrara en la columna [Imagen instantaneal.
6 Al hacer clic en el botodn [Exportar a Excel] se exporta la tabla de clasificacion
o la tabla de particulas como archivo de MS Excel.

6.8.1 [Revisar muestra] > Pestafia [Vista de particulas]

En la barra de herramientas de la pestafa [Vista de particulas], sobre el
area de visualizacion, hay disponibles diversas herramientas para editar
la particula. Ademas, se pueden volver a analizar las muestras
asignandoles una norma diferente.

Condiciones  » Los botones para editar particulas se activan cuando se selecciona
al menos una particula.

Adquirir imagenes EFI

Condiciones  »  El boton de adquisicion de imagenes EFI solo esta disponible
directamente después de la inspeccion de la muestra, mientras la
muestra se encuentra todavia bajo el objetivo y es posible obtener
una imagen en vivo.

Es posible adquirir una < imagen EFI de una o de varias particulas al
mismo tiempo.

1. Seleccione una o mas particulas en las imagenes en miniatura de la
pestafia [Vista de particulas] o bien en la tabla de particulas.
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de particulas]

2. Siha configurado una # corredera de color real y desea
representar los colores reales de la muestra en la imagen EFl, haga
clic en el boton [Modo de color real] de la pestafia [Observacion
en vivo]. Coloque la corredera de color real en el microscopio.
Vuelva a la pestafia [Vista de particulas].
3. Haga clic en el boton [Adquirir instantaneas EFI].
= Se inicia la adquisicion de la imagen EFI.
= Laimagen EFI se crea automaticamente combinando las
distintas imagenes.

» Una vez completada la adquisicion se muestra la imagen EFl en
el grupo [Galeria de instantaneas].

= Laimagen EFl se vincula a la particula que se haya seleccionado
en la pestafia [Vista de particulas].

» El vinculo con una particula se indica mediante un simbolo de
vinculo.

= Siuna plantilla de informes contiene el marcador de posicion
[Insertar seccion para imagenes de las particulas mas grandes],
al crear el informe se incluiran las imagenes de las particulas mas
grandes detectadas durante la inspeccion. Si alguna de las
particulas mas grandes esté vinculada a una imagen EFl se
utilizara esta imagen en el informe. Encontrara informacion
adicional al respecto en el capitulo Insercion de secciones con
marcadores de posicidn especiales (pagina 215).

Medir la altura de la particula

En el capitulo Solucién [CIX Height Measurement] (pagina 84)
encontrara informacién adicional acerca de esta funcion.

Eliminar particulas

1. Seleccione una o mas particulas en el area de visualizacion.

= Se pueden seleccionar varias particulas al mismo tiempo de la
manera habitual en MS Windows.

2. Haga clic en el botén [Eliminar particulas].

= |a particula desaparecera del area de visualizacion y de los
resultados de la tabla de clasificacion y la tabla de particulas.

= | os resultados se volveran a calcular.
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de particulas]

Cambiar familias de particulas

Los tipos de particulas estan formados como minimo por una familia
de particulas o una combinacion de varias familias de particulas. Si se
cambia la familia de particulas de una particula, esta se asigna
automaticamente a otro tipo de particulas.

Ejemplo: Desea asignar una particula del tipo [Fibra reflectante] al tipo
de particula [Fibral].

1. Seleccione la particula correspondiente en el &rea de visualizacion
0 en la tabla de particulas.

2. Haga clic en el botén [Cambiar familias de particulas].

» Se abrira una lista de seleccion con las familias de particulas
disponibles.

» Las casillas [Fibra] y [Reflectante] estan seleccionadas porque el
tipo de particulas [Fibra reflectante] se define por medio de las
familias de particulas [Fibra] y [Reflectante].

3. Cambie la familia de particulas. Seleccione o deseleccione las
casillas correspondientes. En este ejemplo, deseleccione la casilla
[Reflectante]. La casilla [Fibra] permanece seleccionada.

4. Haga clic en el boton [Aceptar].

» La particula se asignaré al tipo de particula [Fibra].

= Los resultados se volveran a calcular.

[Informacién de la muestra]

Para volver a analizar la muestra, seleccione otra norma en la lista
[Normal. Se volveran a calcular las tablas de resultados [Tabla de
clasificacion] y [Tabla de particulas]. Se actualizaran las miniaturas de la
pestafia [Vista de particulas].

[Resultados de la muestra]

En el grupo [Resultados de |la muestra] se puede ver el resultado
general de la inspeccion. Los valores mostrados dependen de la
configuracion de inspeccion utilizada y de la norma incluida en esta.

El campo [Referencia de aprobacion] indica a qué hace referencia el
resultado general. Por ejemplo, la referencia de aprobacion [Clase de
contaminacion] quiere decir que el resultado general de la inspeccion
se refiere a la @ clase de contaminacion y a los valores maximos
permitidos por esta.
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de particulas]

El campo [Aprobacion general] indica el resultado general de la
inspeccion. El resultado general puede ser [Correcto] o [No correcto].

El campo [Codigo] solo se muestra si se ha establecido un codigo de
resultado en la norma utilizada.

[Tabla de clasificacion]

En la tabla de clasificacion se muestran los resultados ordenados en
clases de particulas. Cada fila contiene una clase de particulas y el
numero de particulas en esa clase. Las columnas incluidas en la tabla
dependen de la norma utilizada. Si la norma especifica una clasificacion
en funcién de la contaminacion, se mostrara la columna [Clase de
contaminacion]. Si se ha establecido un valor maximo admisible, 1a
columna [Méaximo] contendré este valor maximo. Si se excede el valor
maximo de la clase de contaminacion o el nimero de particulas, en la
columna [Aprobacion] se mostrara el resultado [No correcto] para esta
clase de particulas.

[Tabla de particulas]

La tabla de particulas contiene todas las particulas detectadas junto con
los parametros medidos. La tabla de particulas se puede filtrar por &
tipo de particula mediante la lista [Tipo de particula] del grupo
[Informacion de la muestral.

Exportar tabla

El boton [Exportar a Excel] permite exportar los datos de la tabla de
clasificacion o de la tabla de particulas como una tabla de MS Excel.
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Imagen de la muestra]

1D_30003

0.9

¢x OLYMPUS Cleanlinessfnspector

Vista de particulas Imagen de la muestra Observacién eflivo Vista de instanténea

QR [E &

[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Imagen de la muestra]

@ ) ® 6w 6

@z 12, 0)( 1 o 4 g d stra 000019_1
° VDA 19.1:2015 (N|

particuls

Recuento normaliz§fio

Tabla de clasificacién Tabla de pa

Clase Feret max
[um| absoluto
[1/NGmero

= 50.00 - 100.00[ 1369.00

F [l 110000 - 150.00]

[
50,00 - 200.00[
[

W 1600.00 - 1000.00[
|

[1000.00 - 1500.00[

1

Pestafia [Imagen
de la muestra]

En la imagen del area de visualizacion de la pestafia [Imagen de la muestra]
se puede ver el punto de la muestra seleccionado con la herramienta de
navegacion en la imagen general del grupo [Navegacion en la muestra]. Al
hacer clic sobre una particula de la tabla [Tabla de particulas] la herramienta
de navegacion se desplaza a la posiciéon correspondiente de la muestra.

El tamafio de la imagen en el drea de visualizacion se puede aumentar o
reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces en el boton [Alejar] o
[Acercar].

Haciendo clic en el boton [Ajustar tamafio] se puede adaptar la imagen
completa de la muestra al tamafio del area de visualizacion.

Al'hacer clic en el botdn [Instantanea] se adquiere una imagen de la parte de
la muestra que se ve actualmente en el area de visualizacion. Las instantaneas
se guardan y administran en la pestafia [Vista de instantanea]. Las
instantaneas se pueden medir y se pueden incluir en un informe junto con los
valores de medicién. Encontrard informacién adicional al respecto en el
capitulo [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de instantanea]
(pagina 78).
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6 [Inspeccionar muestra]
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Imagen de la muestra]

1

El boton [Superposicion de particula] permite mostrar y ocultar las marcas de
colores de las particulas.

La funcién de medicion de la altura de la particula esta disponible si se ha instalado la solucién [CIX
Height Measurement] y el hardware correspondiente. Dependiendo de la configuracion del sistema,
habra un botdn adicional para la medicién automatica de la altura de la particula, ademas del botén
de medicion manual. Estos botones solo se muestran directamente después de la inspeccion de la
muestra, en el flujo de trabajo [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra). En el capitulo Solucion [CIX
Height Measurement] (pagina 84) encontraré instrucciones paso a paso para esta funcion.

1

Al hacer clic en el botdn [Medir altura de la particula] se inicia automatica-
mente la medicion de la altura de la particula.

Al hacer clic en el boton [Medir manualmente la altura de la particula] se
inicia automaticamente la medicion manual de la altura de la particula.

Al hacer clic en el botédn [Eliminar particulas] se eliminan las particulas
seleccionadas de la vista de miniaturas y de la tabla [Tabla de particulas]. Este
botdn esta activo cuando se ha seleccionado al menos una particula.

Al hacer clic en el botédn [Dividir particula] se activa la funcién que permite
dividir particulas que estan juntas. Este botdn esta activo cuando se ha
seleccionado al menos una particula.

Al hacer clic en el botdn [Combinar particulas] se activa la funcion que
permite combinar particulas.

Al hacer clic en el boton [Crear particula] se activa la funcion de dibujo que
permite crear una particula.

HEE S8 BOO

La # familia de una particula se puede cambiar. Al hacer clic en el boton
[Cambiar familias de particulas] se abre una lista de seleccion con todas las
familias de particulas disponibles. Este botén esta activo cuando se ha
seleccionado al menos una particula. El sistema determina automaticamente
el tipo de particula a partir de la composicion de las familias de particulas.

El botén [Deshacer] permite deshacer la Ultima accion realizada.
El botdn [Rehacer] permite volver a realizar la Ultima accion deshecha.

[Navegacion en la
muestral

Al hacer clic sobre un punto de la imagen general del grupo [Navegacion en
la muestra], la herramienta de navegacion se desplaza al punto correspon-
diente de la muestra. En la imagen del area de visualizacion también se
puede ver el correspondiente punto de la muestra.
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[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Imagen de la muestra]

3 [Informacion de la El grupo [Informacion de la muestra] contiene informacion sobre la muestra.

muestral

La norma utilizada actualmente esté seleccionada en la lista [Norma]. En esta
lista de seleccion se ofrecen normas adicionales para evaluar las particulas
detectadas. En la lista de seleccion [Tipo de particula] se ofrecen los tipos de
particulas que estan definidos en la configuracion de inspecciéon y que, por
tanto, se detectaran durante la inspeccion. Si se selecciona un tipo de
particulas en la lista [Tipo de particulas], en las tablas de resultados solo se
mostraran las particulas del tipo seleccionado.

4 [Resultados de la

En el grupo [Resultados de la muestra)] se puede ver el resultado general de

muestra] la inspeccion.

5 [Tabla de En la tabla [Tabla de clasificacion] se muestran los resultados de las clases de
clasificacion] particulas.

5 [Tabla de La tabla [Tabla de particulas] contiene todas las particulas detectadas junto
particulas] con los parametros medidos. Si existe un vinculo con una instantanea, el

nombre de la instantanea se mostrara en la columna [Imagen instantaneal.

5 Al hacer clic en el botodn [Exportar a Excel] se exporta la tabla de clasificacion
o la tabla de particulas como archivo de MS Excel.
6.9.1 [Revisar muestra] > Pestafia [Imagen de la muestra]

La pestafia [Imagen de la muestra] dispone de varios botones que
permiten editar las particulas. Por ejemplo, es posible crear particulas,
combinarlas, separarlas o eliminarlas. También se puede adquirir una
imagen de una particula determinada para, por ejemplo, incluirla en un
informe.

Adquirir instantanea

1. Seleccione una de las imagenes en miniatura de la pestafia [Vista
de particulas] o una particula de la tabla de particulas. Esta sera la
particula para la que se adquirira una imagen.

2. Haga doble clic sobre la imagen en miniatura.

= La particula se mostrara en el area de visualizacion de la pestafia
[Imagen de la muestral.

3. Ajuste la vista.

= Utilice los botones [Acercar] y [Alejar], para ajustar la seccion
deseada de la imagen dentro del area de visualizacion.

4. Haga clic en el boton [Imagen Instantanea].
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= Se adquirird una imagen y se abrira en la pestafia [Vista de
instantaneal.
» Laimagen se mostrara en el grupo [Galeria de instantaneas.
= Lainstantanea se vincula a la particula que se haya seleccionado
en la pestafia [Vista de particulas].
(oo = Las instantaneas con un vinculo se identifican mediante un
simbolo de enlace.
5. Utilice la funcion de medicion [Linea arbitraria] para hacer
mediciones en la instantanea.
En el capitulo [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de
instantanea] (pagina 78) encontrara informacion adicional acerca de la
creacion y la edicion de instantaneas.

Medir la altura de la particula
En el capitulo Solucién [CIX Height Measurement] (pagina 84)
8,

encontrard informacién adicional acerca de esta funcion.

Eliminar particulas
X 1. Haga clic en el boton [Superposicion de particula] para marcar la
particula con color.
2. Seleccione una o mas particulas en el area de visualizacion o en la
tabla de particulas.
» Las particulas seleccionadas se muestran sombreadas.

= Se pueden seleccionar varias particulas al mismo tiempo de la
manera habitual en MS Windows.

3. Haga clic en el boton [Eliminar particulas].

= |a particula desaparecera del area de visualizacion y de los
resultados de la tabla de clasificacion y la tabla de particulas.

= | os resultados se volveran a calcular.

Division de una particula
1. Haga clic en el boton [Superposicion de particula] para marcar la
particula con color.
2. Seleccione la particula que desea dividir en el area de visualizacion
o en la tabla de particulas.
= La particula seleccionada se muestran sombreada.
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3. Haga clic en el boton [Dividir particulal.
= Se activara el modo de edicion.
= Dentro del area de visualizacion el puntero del ratéon se
transforma en una cruz que permite dibujar una linea poligonal.
4. Defina un punto inicial. Para ello, haga clic con el botén izquierdo
del ratén fuera de la zona sombreada, en la posicion por la que
desea dividir la particula.
= Afiada puntos adicionales haciendo clic con el boton izquierdo
del ratéon. Los puntos se uniran mediante una linea. De esta
forma se puede trazar una linea divisoria a través de la particula.
= Los puntos inicial y final deben encontrarse fuera de la zona
sombreada para que sea posible dividir la particula.

Punto inicial y punto final fuera de la zona sombreada.

= Sidesea finalizar la definicion de la linea, haga clic en el boton
derecho del raton.

5. Haga clic en el boton [Dividir particula seleccionadal.

» | a particula se dividira por la linea trazada y se actualizaran los
resultados.
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Los colores identifican las distintas clases de tamafio a las que se asignaran las particulas después
de la division.

Combinacién de particulas
1. Haga clic en el boton [Superposicion de particula] para marcar la
particula con color.

2. Seleccione las particulas que desea combinar en el area de
visualizacion o en la tabla de particulas.

3. Haga clic en el botén [Combinar particulas].
= Se activara el modo de edicion.

4. Otra opcion es seleccionar las particulas que se desean combinar
en este modo.

» Las particulas seleccionadas se muestran sombreadas.

= Sidesea deshacer una seleccion, haga clic en la correspondiente
particula sombreada.

5. Seleccione todas las particulas que desea combinar.

6. Para confirmar la seleccion haga clic en el boton [Combinar
\/ particulas seleccionadas].

= |as particulas se combinaran y se actualizaran los resultados.

ZI(O
&

Creacién de particulas
1. Haga clic en el boton [Crear particula].
= Se activara el modo de edicion.
= Cambiara la forma del puntero del raton.

2. Defina la particula a afiadir haciendo clic con el ratén las veces que
sean necesarias.
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» No es necesario que los puntos inicial y final esté perfectamente
superpuestos debido a que el software convierte
automaticamente la linea en un poligono cerrado.

3. Haga clic con el botén derecho del raton para finalizar el dibujo de
la particula.

4. Mediante los puntos de seleccion puede seguir modificando la
particula dibujada. Para ello sitUe el puntero del raton exactamente
sobre un punto de seleccion. La forma del puntero del raton
cambia. Puede seleccionar y desplazar el punto de seleccion.

5. Haga clic en el boton [Crear particula] para salir del modo de
edicion.

6. La particula se dibujara y se tendra en cuenta en los resultados de
la inspeccion.

Si'la particula afiadida se representa sombreada, significa que la particula no
tiene el tamafio minimo necesario y no se puede clasificar.

Cambiar familias de particulas

Los tipos de particulas estan formados como minimo por una familia
de particulas o una combinacion de varias familias de particulas. Si se
cambia la familia de particulas de una particula, esta se asigna
automaticamente a otro tipo de particulas.

Ejemplo: Desea asignar una particula del tipo [Fibra reflectante] al tipo
de particula [Fibral].

1. Seleccione la particula correspondiente en el area de visualizacion
o en la tabla de particulas.
2. Haga clic en el botén [Cambiar familias de particulas].

= Se abrira una lista de seleccion con las familias de particulas
disponibles.

» Las casillas [Fibra] y [Reflectante] estan seleccionadas porque el
tipo de particulas [Fibra reflectante] se define por medio de las
familias de particulas [Fibra] y [Reflectante].

3. Cambie la familia de particulas. Seleccione o deseleccione las
casillas correspondientes. En este ejemplo, deseleccione la casilla
[Reflectante]. La casilla [Fibra] permanece seleccionada.

4. Haga clic en el boton [Aceptar].
» La particula se asignara al tipo de particula [Fibra].
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= | os resultados se volveran a calcular.

Cambio de la vista en el area de visualizacion

Para cambiar el punto de la muestra en la imagen del area de
visualizacion proceda de la manera siguiente:

1.

Haga clic con el botdn izquierdo del ratdn en el punto deseado de
la imagen general en el grupo [Navegacion en la muestral.
También puede hacer clic en el marco, en el centro de la
herramienta de navegacion, y desplazarlo hasta el punto deseado
de la muestra manteniendo presionado el botén izquierdo del
raton.

. Para maodificar el tamafio del marco en el centro de la herramienta

de navegacion, desplace el puntero del ratén sobre las lineas del
marco.

» El puntero del ratén se transformaré en una flecha doble.
Ajuste el tamafio deseado del marco manteniendo pulsado el
boton izquierdo del raton.

También se puede hacer clic directamente sobre una particula en la
tabla [Tabla de particulas] para que la particula se muestre en la
imagen del area de visualizacion.
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6.10 [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Observacion en vivo]

Mientras la muestra se encuentra todavia bajo el objetivo es posible
revisar la particula y obtener imagenes instantaneas de determinados
puntos de la muestra. Para ello se utiliza la imagen en vivo del area de
visualizacion. Si se utiliza una & corredera de color real en el
microscopio, las particulas o zonas de una particula reflectantes no se
representaran en color azul sino en el color real de la muestra.

Esta pestafia solo se muestra directamente después de la inspeccion de la
muestra, en el flujo de trabajo [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestral.

©)
X OLYMPUS Cleanlingfss Inspector

Vista de particulas Imagen de la muestra Observadpn en vivo  Vista de instantanea

® AF & 136 ms N B

Norma: VDA 19.1:2015

Tipo de particula: Todaslas partidfas

Tabla de clasificacién Tabla de particulas

Id. de particula v Feret méx. ¥ Clase de particula 7 Reflectante v Fiber v Altura ¥ Inst:
[um] [um]
31882 17032

34536 17032

22195 170.10

49267

G
G
G
12734 17009 G
G
G
G

1 Pestafia En el &rea de visualizacion de la pestafia [Observacion en vivo] se muestra la
[Observacion en  posicion actual de la muestra.
Vivo]
1 El tamafio de la imagen en vivo en el drea de visualizacion se puede
Q @ aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces en el

boton [Alejar] o [Acercar].
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Al hacer clic en el botén [Ajustar tamafio] la imagen en vivo se ajusta a las
dimensiones del area de visualizacion.

Al hacer clic en el botdn [Enfoque automatico] la imagen en vivo se enfoca
automaticamente.

E B E

Al hacer clic en el botdn [Instantanea] se adquiere una imagen de la parte de
la muestra que se ve actualmente en el area de visualizacion. Estas imagenes
se guardan y se gestionan en la pestafia [Galerfa de instantaneas]. Las
imagenes pueden medirse e incluirse en un informe junto con los valores de
medicion. Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de instantanea]

(pagina 78).

El botdn [Modo de color real] esta disponible si se ha configurado una &
corredera de color real en el sistema y se est4 utilizando en el microscopio. Al
hacer clic en el botén [Modo de color real] se activa el modo de color real.

Al hacer clic en el botén [Punto de mira] aparece un punto de mira en el area
de visualizacion. El punto de mira sefiala el centro de la imagen en vivo.

Para ajustar el tiempo de exposicion, haga clic las veces que sean necesarias
en los botones [-] y [+] o utilice el control deslizante.

EIEP] &

Al hacer clic en el botén [Calculo automatico Unico de la exposicion] el
sistema calcula automaticamente el tiempo de exposicion.

[
>

Al hacer clic en este botdn se abre una lista con los objetivos disponibles. Si
desea modificar el aumento de la imagen en vivo del area de visualizacion,
seleccione un objetivo con otro aumento.

Al hacer clic en un punto de la imagen general del grupo [Navegacion en la
platina), la platina se desplaza al punto correspondiente de la muestra.

[Informacion de la
muestral

El grupo [Informacion de la muestra] contiene informacién sobre la muestra.
La norma utilizada actualmente esté seleccionada en la lista [Norma]. En esta
lista de seleccion se ofrecen normas adicionales para evaluar las particulas
detectadas. En la lista de seleccion [Tipo de particula] se ofrecen los tipos de
particulas que estan definidos en la configuracion de inspeccidn y que, por
tanto, se detectaran durante la inspeccion. Si se selecciona un tipo de
particulas en la lista [Tipo de particulas], en las tablas de resultados solo se
mostraran las particulas del tipo seleccionado.
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3 [Medicion manual El grupo [Medicion manual de la altura] se muestra cuando se hace clic en el
de la altura] botén [Medir manualmente la altura de la particula) en las pestafias [Vista de
particulas ] o [Imagen de la muestra]. En el capitulo Solucion [CIX Height
Measurement] (pagina 84) encontrara informacion adicional acerca de la
medicion de la altura de la particula.

4 [Resultados de la En el grupo [Resultados de la muestra)] se puede ver el resultado general de

muestra] la inspeccion.

5 [Tabla de En la tabla [Tabla de clasificacion] se muestran los resultados de las clases de
clasificacion] particulas.

5 [Tabla de La tabla [Tabla de particulas] contiene todas las particulas detectadas junto
particulas] con los parametros medidos. Si existe un vinculo con una instantanea, el

nombre de la imagen se mostrara en la columna [Imagen instantaneal.
5 Al hacer clic en el botoén [Exportar a Excel] se exporta la tabla de clasificacion
o la tabla de particulas como archivo de MS Excel.

6.10.1  [Revisar muestra] > Pestafia [Observacion en vivo]

Directamente después de inspeccionar la muestra es posible revisar la
=Q particula en una imagen en vivo mediante la pestafia [Observacion en
vivo] y obtener imagenes de puntos determinados de la muestra. Las
imagenes de una particula se pueden vincular a los parametros de esta
particula. Cuando una imagen esta vinculada a los parametros de la
particula, en la columna [Imagen instantanea] de la tabla [Tabla de
particulas] apareceran los nombres de las imagenes correspondientes.

Adquirir instantanea

% 1. Seleccione una de las imagenes en miniatura de la pestafia [Vista
de particulas] o una particula de la tabla de particulas. Esta sera la
particula para la que se adquirira una instantanea.

2. Vaya a la pestafia [Observacion en vivo).
3. Haga clic en el botén [Punto de miral.

= Un punto de mira en el centro de la imagen en vivo sefialara la
posicion de la particula.

4. Ajuste la vista en el area de visualizacion.
= Cambie de objetivo si es necesario.
= Ajuste el tiempo de exposicion.
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Utilice los botones [Acercar] y [Alejar], para ajustar la seccion
deseada de la imagen dentro del area de visualizacion.

Enfoque la particula.

5. Haga clic en el boton [Imagen Instantaneal.

Se adquirira una imagen instantanea y se abrira en la pestafia
[Vista de instantaneal.

La instantanea aparecera en el grupo [Galeria de instantaneas].
La instantanea se vincula a la particula que se haya seleccionado
en la pestafia [Vista de particulas].

Las instantaneas con un vinculo se identifican mediante un
simbolo de enlace.

6. Utilice la funcion de medicion [Linea arbitraria] para hacer
mediciones en la instantanea.

7. En el capitulo [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista
de instantanea] (pagina 78) encontrara informacion adicional
acerca de la creacion y la edicion de instantaneas.

Las imagenes instantaneas solo se vinculan automaticamente a una particula si
se ha seleccionado una miniatura o un particula en la tabla [Tabla de
particulas] antes de crear la imagen.
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6.1 [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de instantanea]

La pestafia [Vista de instantanea] contiene todas las imagenes
adquiridas de una muestra. Las instantaneas adquiridas se pueden
medir con la funciéon de medicion [Linea arbitraria] e incluirse en un
informe.

)
X OLYMPUS Cleanli

Vista de particulas Imagen de la muestra Obsd

ess Inspector

acién en vivo  Vista de instantanea

® '\

X

Comentario:

1d. de la particula vinculada:

Mediciones:

Nombre Color

Galeria de instantaneas:

1 Pestafia [Vista de  En el area de visualizacion de la pestafia [Vista de instantanea] se muestra la

instantanea] imagen seleccionada en el grupo [Galerfa de instantaneas].

1 El tamafio de una imagen se puede aumentar o reducir gradualmente. Para
ello, haga clic varias veces en el boton [Alejar] o [Acercar].

1 Haciendo clic en el botdn [Ajustar tamafio] se puede adaptar la imagen al
tamafio del area de visualizacion.

1 El botén [Superposicion de medicion] permite mostrar y ocultar los objetos a
@ medir en una imagen.
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Al hacer clic en el botdn [Linea arbitraria] se activa la funcion de mediciéon
que permite medir la longitud de una distancia. Los valores medidos se
muestran junto al objeto a medir en la imagen, asi como a la derecha en la
tabla [Mediciones].

Al hacer clic en este botdn se abre una lista de seleccion con colores para
modificar el color del objeto a medir.

Al hacer clic en el boton en [Eliminar objetos de medicion] se borra la
medicion seleccionada.

[Posicion de la
instantanea]

La posicion de la imagen seleccionada se indica en la imagen general del
grupo [Posicion de la instantanea] mediante un punto de mira.

[Informacion de
instantanea]

En el grupo [Informacion de instantanea)] se muestra informacion sobre cada
particula y un campo para introducir comentarios.

[l

Al hacer clic en el botoén [Vinculo con particula] se crea un vinculo entre una
imagen adquirida y una particula.

Al hacer clic en el botédn [Eliminar vinculo con particula] se elimina el vinculo
existente entre una imagen adquirida y una particula.

Al hacer clic en el boton [Exportar a Excel] se exportan a una tabla de
MS Excel los valores de medicion de una imagen.

Al hacer clic en el botén [Eliminar] se elimina la medicion seleccionada en la
tabla [Mediciones]. Se pueden seleccionar varias mediciones al mismo tiempo
de la manera habitual en MS Windows.

[Mediciones]

En la tabla [Mediciones] se muestran todos los valores de medicion de una
imagen.

[Galeria de
instantaneas]

El grupo [Galeria de instantaneas] contiene todas las imégenes de la muestra
adquiridas con el boton [Imagen instantaneal. El ndmero de imagenes esta
limitado a 20 por muestra.

Al hacer clic en el botén [Copiar instantanea a portapapeles] se copia la
imagen en el portapapeles. La imagen se puede pegar, por ejemplo en
Microsoft Word o Microsoft Power Point, con la combinacion de teclas [Ctrl +
V.

=

Al hacer clic en el botdn [Guardar instantanea como] se abre el explorador de
MS Windows para guardar la imagen en otro directorio o dispositivo de
almacenamiento.

Al hacer clic en el botodn [Eliminar instantaneas] se elimina la imagen
seleccionada actualmente.
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6.11.1  [Revisar muestra] > Pestafia [Vista de instantanea]

En la pestafa [Vista de instantanea] se pueden gestionar todas las
imagenes instantaneas de una muestra y los vinculos con las particulas.

Adquirir instantanea

Las imagenes instantaneas se pueden obtener desde las pestafias
[Imagen de la muestra] u [Observacion en vivol.

En la pestafia [Imagen de la muestra] se pueden adquirir imagenes
instantaneas a partir de las imagenes de la muestra en cualquier
momento. En el capitulo [Revisar muestra] > Pestafia [Imagen de la
muestra] (pagina 68) encontrara instrucciones paso a paso.

En la pestafia [Observacion en vivo] solo se pueden adquirir imagenes
instantaneas directamente después de la inspeccion y siempre que la
muestra se encuentre todavia bajo el objetivo. En el capitulo [Revisar
muestra] > Pestafia [Observacion en vivo] (pagina 76) encontrara
instrucciones paso a paso.

Incluir una imagen instantanea en un informe

Para incluir una o varias imagenes instantaneas en un informe, la
plantilla de informes debe tener un marcador de posicion para
imagenes instantaneas. En el capitulo [Insercion de secciones con
marcadores de posicion especiales] (pagina 215) encontrara
informacion adicional acerca de la insercion de secciones en las
plantillas de informes. Si se han realizado mediciones en imagenes
instantaneas, las mediciones se mostraran en las imagenes y se
incluiran en los informes junto con los valores de mediciéon de la tabla
[Mediciones].

Editar la informacion de la instantanea

Se puede introducir un nombre para la instantanea en el campo
[Nombre] del grupo [Informacion de instantanea]. En el campo
[Comentario] se pueden introducir observaciones. Estas observaciones
se incluiran en los informes si los campos [Nombre de instantanea] y
[Comentario de instantanea) se insertan en una plantilla de informes.

Vincular una instantédnea a una particula

Una imagen instantanea se vincula automaticamente a una particula si
se ha seleccionado una imagen en miniatura en el area de visualizacion
0 una particula en la tabla [Tabla de particulas]. Cuando la imagen

instantanea esta vinculada a una particula, el campo [Id. de la particula
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vinculada] contiene el coddigo de identificacion de la particula. Al hacer
doble clic en una instantanea vinculada se abre la pestafia [Vista de
particulas] y se marca la correspondiente linea con los valores medidos
en la tabla de particulas.

Una particula solo se puede vincular a una instantanea.

El boton [Vinculo con particula] permite crear un vinculo entre una
instantanea y una particula posteriormente.

1. Seleccione en el grupo [Galeria de instantaneas] la imagen
existente que desea vincular a una particula.

2. Para poder crear un vinculo correcto entre una instantanea y una
particula, se debe seleccionar la particula adecuada en la muestra.
Para ello puede seleccionar la imagen de la particula en miniatura
en la pestafia [Vista de particulas]. Otra opcion es seleccionar la
particula en la tabla [Tabla de particulas].

3. Seleccione la pestafia [Vista de instantaneal.
4. Haga clic en el boton [Vinculo con particulal.

» Lainstantanea se vinculara en la tabla de particulas con la
particula y los valores medidos.

= | a5 instantaneas con un vinculo se identifican mediante un
simbolo de enlace.

= Elidentificador de la particula vinculada se muestra en el grupo
[Informacién de instantaneal.

Eliminar vinculo

El boton [Eliminar vinculo con particula] permite eliminar un vinculo
entre una instantanea y una particula.

1. Seleccione la imagen vinculada en el grupo [Galeria de
instantaneas).

2. Haga clic en el boton [Eliminar vinculo con particulal.
= El vinculo se eliminara.
» El simbolo del vinculo desaparecera.

Adquirir una instantanea sin vinculo

También es posible obtener imagenes instantaneas sin vinculacion con
una particula determinada. Por ejemplo, en una zona de la muestra
que contiene varias particulas.
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1. Revise la tabla de particulas en una de las pestafias y asegurese de
que no haya ninguna particula seleccionada.
= Sihay alguna particula seleccionada en la tabla de particulas,
cancele la seleccion. Para ello, haga clic en la entrada
seleccionada de la tabla de particulas mientras mantiene
pulsada la tecla [Ctrl].
2. Ahora, al hacer clic en el boton [Instantanea] de las pestafias
[Imagen de la muestra] o [Observacion en vivo] se obtiene una
imagen no vinculada a ninguna particula determinada.

Medir instantaneas

El botdn [Linea arbitraria] permite medir manualmente las particulas de
las instantaneas.

1. Seleccione en el grupo [Galerfa de instantaneas] la imagen que
contiene las particulas que desea medir.
= Lainstantanea se mostrara en el area de visualizacion.
2. Haga clic en el botén [Superposicion de medicion].
@ = En este modo los objetos a medir se muestran en la imagen.
AN

3. Haga clic en el botén [Linea arbitraria].
= El puntero del raton se convertira en una pequefia cruz.

4. Haga clic en el punto inicial y el punto final de la distancia que
desea medir.

5. Sidesea cambiar el color del objeto a medir haga clic en el boton
con el color y seleccione en la lista el color deseado. El color del
objeto a medir también se puede cambiar desde la tabla de
mediciones, a la derecha.
= Las longitudes medidas se muestran en la instantanea, junto al

objeto a medir, y en la tabla de mediciones.

Editar mediciones

Cuando se selecciona una instantanea que contiene mediciones en el
grupo [Galeria de instantaneas), todos los valores medidos del objeto a
medir se mostraran en la tabla [Mediciones]. Se asigna una letra a cada
objeto a medir para poder relacionar los objetos a medir con sus
valores en la tabla [Mediciones]. Las letras se pueden sobrescribir en el
campo [Nombre] y se puede introducir un nombre cualquiera para
cada objeto a medir. Este nombre se mostrara también en la imagen
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instantanea. Utilice el botdn con el color si desea cambiar el color del
objeto a medir.

Insertar una instantanea desde el portapapeles

1. Seleccione en el grupo [Galeria de instantaneas] la instantanea que
desea insertar en otro documento, por ejemplo en una
presentacion de PowerPoint o un documento de Microsoft Word.

= Solo se puede guardar una instantanea en el portapapeles cada
vez.

2. Haga clic en el botén [Copiar instantanea a portapapeles].

3. Utilice la combinacion de teclas [Ctrl + V] para insertar la
instantanea del portapapeles en otro documento.

Guardar una instantanea
1. Seleccione en el grupo [Galeria de instantaneas] la imagen que
desea, por ejemplo, guardar en un directorio determinado.
2. Haga clic en el botén [Guardar instantanea como].
= Se abrira el explorador de MS Windows.
3. Guarde la instantanea en el directorio deseado.

Eliminar instantaneas
1. Seleccione en el grupo [Galeria de instantaneas] la imagen que
desea eliminar.

= Se pueden seleccionar varias instantaneas al mismo tiempo de la
manera habitual en MS Windows.

2. Haga clic en el boton [Eliminar instantaneas].

= | as instantaneas seleccionadas se eliminaran de forma
permanente.
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6.12 Solucion [CIX Height Measurement]

La solucion [CIX Height Measurement] permite medir la altura
individual de las particulas después de la inspeccion de la muestra.

Condiciones  » La funcion de medicion de la altura de la particula esta disponible
previas si se ha instalado la solucion [CIX Height Measurement] y el
hardware correspondiente. Dependiendo de la configuracion del
sistema, ademas de la medicion automatica de la altura de las
particulas, estara disponible la medicion manual.
» La altura de las particulas solo se puede medir directamente
después de la inspeccion de la muestra, en el flujo de trabajo
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra], mientras la muestra se
encuentra todavia bajo el objetivo y es posible obtener una
imagen en vivo.

Al hacer clic en el botdn [Medir altura de la particula] se inicia automatica-
mente la medicién de la altura de la particula.

i Al hacer clic en el botéon [Medir manualmente la altura de la particula] se
I v inicia automaticamente la medicién manual de la altura de la particula.

6.12.1  Medicion manual de la altura de la particula

Condiciones  » Las particulas no deben estar superpuestas.
previas » El contraste de la muestra debe ser alto.
» La particula debe caber en el campo visual.

1. Seleccione la particula que desea medir en la pestafia [Vista de
particulas] o [Imagen de la muestra].

» La platina se desplazara hasta la posicion correspondiente de la

muestra.
Medirvarias 2. Es posible medir la altura de varias particulas simultdneamente.
particulas Para ello, realice una seleccion multiple de la manera habitual en
automaticamente Windows. Seleccione las particulas que desea medir

automaticamente en las pestafias [Vista de particulas] o [Imagen
de la muestral.

3. Haga clic en el botén [Medir altura de la particulal.
= Se utilizard automaticamente el objetivo con el aumento de 20x.
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» La medicién automatica no funciona si una particula no cabe en
el campo visual. En este caso, mida la altura de esta particula
manualmente.

= Ef sistema adquirird una serie de imagenes con diferentes
enfoques para cada particula y las utilizara para crear una
imagen resultante integramente enfocada.

» La altura de la particula se calcula a partir de la distancia
recorrida en Z durante la adquisicion de la serie de imagenes.

» Enla columna [Altura [um]] de la tabla de particulas se mostrara
la altura medida de la particula.

6.12.2  Medir manualmente la altura de la particula

1.

Seleccione la particula que desea medir en la pestafia [Vista de

particulas] o [Imagen de la muestra].

= La platina se desplazara hasta la posicion correspondiente de la
muestra.

. Haga clic en el boton [Medir manualmente la altura de la particulal.

= Se abrira el grupo [Medicion manual de la altural.

. Para realizar una medicion precisa seleccione un objetivo con un

aumento grande.

Enfoque el papel del filtro para determinar la posicion en Z de la
parte inferior de la particula.

. Confirme la posicién en Z haciendo clic en el botén [Establecer

punto de inicio en posicion actual en Z].
Enfoque la parte superior de la particula.
Para confirmar, seleccione [Aceptar].

» La altura de la particula se calcula a partir de la distancia
recorrida en Z entre los dos planos de enfoque.

» Enla columna [Altura [um]] de la tabla de particulas se mostrara
la altura medida de la particula.
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6.13 [Crear informe]

acerca de esta pagina.

En el capitulo [Crear informe] (pagina 132) encontrara el texto de ayuda
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7 [Inspeccionar varias muestras]

Este flujo de trabajo permite inspeccionar hasta dos muestras
simultaneamente. Una vez completada la inspeccion se mostrara un
resumen de los resultados.

@

Los pasos [Revisar muestra] y [Crear informe] no forman parte de este flujo de
trabajo. Si se guardan los resultados de la inspeccion, estaran disponibles en el
flujo de trabajo [Revisar resultados] para cada muestra, una vez completada la
inspeccion. El boton [Crear informe] de la pagina de inicio del software
permite crear un informe con los resultados guardados para cada muestra.

7.1 [Inspeccionar varias muestras) > [Colocar muestra]

®

ral de la mu. ista de varias muestras

Seleccionar muestras

Mover platina a posicién de colocacién

Adquirir imagenes generales

El tamafio de la imagen en vivo en el area de visualizacion se puede
aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces en el
botdn [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratén se convierte en una mano al
situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede cambiar el
tamafio de la imagen con la rueda del ratén.
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B

Este simbolo indica el aumento del objetivo utilizado actualmente.

B

Este simbolo indica el tiempo de exposicion actual.

3 [Vista general de
la muestra]

El cuadrado azul en laimagen en el grupo [Vista general de la muestra]
marca la posicion actual de la camara.

3 [Vista de varias

En la pestafia [Vista de varias muestras] se representan de manera

muestras] esquematica las posiciones de las muestras en el soporte para varias
muestras.
En esta pestafia se seleccionan las muestras que se desean inspeccionar en
este flujo de trabajo. Las muestras seleccionadas se marcan en azul.
4 [Omitir la Especifique si desea adquirir una imagen general en el paso siguiente o si
adquisicion de desea omitir la adquisicion de la imagen general.
resumen]

711 Montar muestra

Condiciones

Este paso comprende la colocacion de las muestras en el soporte para
varias muestras de la platina del microscopio y el inicio de la
adquisicion de una € imagen general. Las imagenes generales ofrecen
una primera vista de las muestras y se utilizan para definir el  area de
inspeccion.

» Elsistema debe estar calibrado. En caso de que alguna calibracion
no esté actualizada, se mostrara un mensaje indicando las
calibraciones que faltan o bien se abrira directamente un cuadro
de diadlogo con el proceso de calibracion. Realice las calibraciones
necesarias. En el capitulo [Calibraciéon] (pagina 226) encontrara
informacion adicional acerca de los procesos de calibracion.

Si las muestras ya estan colocadas, se puede iniciar directamente la
adquisicion de las imagenes generales con el boton [Adquirir imagen
general].

Colocacién de muestras y adquisicidon de imagenes generales

1. Haga clic en el botdn [Mover platina a la posicion de colocacion].

» La platina del microscopio se desplazara para que pueda
colocar los filtros facilmente sobre el soporte para varias
muestras.
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2. Coloque los filtros en el soporte para varias muestras.

3. Seleccione la muestra que desea inspeccionar en la pestafia [Vista
de varias muestras].

= |a muestra seleccionada se marca en azul.
4. Haga clic en el boton [Adquirir imagenes generales].
= Se utilizara el objetivo con el aumento mas pequefio.
= Se activara el enfoque automatico.
= Se determinara automaticamente el tiempo de exposicion
optimo.
= Se iniciara la adquisicion de las imagenes generales.

= Se abrira la pagina [Inspeccionar varias muestras] > [Adquirir
imagen general].
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7.2 [Inspeccionar varias muestras] > [Adquirir imagen general]

® @ ®

Vista general de la mu..J| Vista de varias muestras

O}

Adquiriendo imagen general.

Tiempo restante: 0:06 min

Il Pausa

1 El tamafio de la ® imagen general en el area de visualizacion se puede
Q @ aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces en el

botdn [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratén se convierte en una mano al
situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede cambiar el
tamafio de la imagen con la rueda del ratén.

1 Haciendo clic en el botdn [Ajustar tamafio] se puede adaptar la imagen
general al tamafio del area de visualizacion.

2 E Este simbolo indica el aumento del objetivo utilizado actualmente.

2 Este simbolo indica el tiempo de exposicion actual.

3 El cuadrado azul en la imagen en la pestafia [Vista general de la muestra]

marca el area de la muestra donde se va a adquirir una imagen.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 92



7 [Inspeccionar varias muestras]
[Inspeccionar varias muestras] > [Adquirir imagen general]

En la pestafia [Vista de varias muestras] se representan de manera
esquematica las posiciones de las muestras en el soporte para varias
muestras.

Las muestras que van a inspeccionarse en este flujo de trabajo se marcan en
azul.

7.2.1  Adquisicion de una imagen general

Condicion previa

» No se muestra este paso cuando se ha marcado la casilla [Omitir la
adquisicion de resumen] en la pagina [Inspeccionar varias
muestras] > [Colocar muestra].

En este paso el software adquiere una & imagen general de cada
muestra. Para ello, se utilizara automaticamente el objetivo con el
aumento mas pequefio. En el grupo [Vista general de la muestra] se
puede observar la adquisicion de las imagenes generales. El cuadrado
azul sefiala la posicion de la muestra donde se esta adquiriendo una
imagen actualmente. El sistema combina las imagenes individuales de
la muestra adquiridas y las presenta como una Unica imagen completa
en el area de visualizacion. La barra de progreso indica el tiempo que
se prevé que sera necesario para adquirir las imagenes generales.

Una vez completada la adquisicion de las imagenes generales, se abrira
la pagina [Inspeccionar varias muestras] > [Seleccionar configuracion
de inspeccion].
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ID_11003

7.3 [Inspeccionar varias muestras] > [Seleccionar configuracion de inspeccion]

Objetivo:

Estandar: SO 2007 (A)

o de tiempo de Manual

Modo de umbral para Manual

Manual

NF SO 2101

Siguiente

1 El tamafio de la ¥ imagen general en el area de visualizacion se puede
Q @ aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces en el
botdn [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratén se convierte en una mano al

situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede cambiar el
tamafio de la imagen con la rueda del ratén.

1 Haciendo clic en el botdn [Ajustar tamafio] se puede adaptar la imagen
general al tamafio del &rea de visualizacion.

2 Este simbolo indica el objetivo utilizado actualmente.

2 Este simbolo indica el tiempo de exposicion actual.

3 La lista [Configuraciones de inspeccion disponibles] contiene todas las @~

configuraciones de inspeccion disponibles en el software.
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4 Este campo de visualizacion contiene informacion sobre la configuracion de
inspeccion seleccionada. En el campo de visualizacion también se indica si
hay algun objetivo definido en la configuracion de inspeccion para el que
todavia no se ha llevado a cabo una comprobacion del sistema de forma
correcta.

731 Seleccion de una configuracion de inspeccion

Este paso comprende la seleccion de la # configuracion de inspeccion
que se desea utilizar para inspeccionar las muestras. Dentro de un flujo
de trabajo solo puede seleccionar una configuracion de inspeccion. Si
se desean inspeccionar dos muestras, se utilizara la misma
configuracion de inspeccion para cada una de ellas.

1. Seleccione la configuracion de inspeccion deseada en la lista

[Configuraciones de inspeccion disponibles].

» A la derecha de la lista [Configuraciones de inspeccion
disponibles] se muestran algunos parametros de la
configuracion de inspeccion seleccionada y una breve
descripcion de esta. En el capitulo [Configuraciones de
inspeccion] (pagina 156) encontrara informacion adicional
acerca de las configuraciones de inspeccion.

2. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= El objetivo definido en la configuracion de inspeccion se
preparara automaticamente.

» La platina de microscopio se desplaza automaticamente al
centro del area de inspeccion y activa el enfoque automatico. Se
calcularan el tiempo de exposicion y el valor umbral 6ptimos.

= Se abrira la pagina [Inspeccionar varias muestras] > [Editar
configuracion].
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7.4 [Inspeccionar varias muestras] > [Editar configuracion]

Vista general de la mu.| Vista de vffas muestras

ld. de muestra: 000005_1
Po: de muestra: 1
Posicién de muestra: 1

[Valor predeterminado:

[Comentario:

JArea de flujo (mm2):

Gravimetria [mg]:

Ajustes de la inspeccion

Tiempo de exposicién: ! [Volumen analizado [ml]:

Umbral para particulas:

Umbral para particulas
reflectantes:

ccién y puntos

Diémetro del érea de
© 42.5 mm
inspeccion:
11 (automético)
625 min Falta informacion obligatoria o alguna entrada
no es valida (1)

Atras

|

El umbral calculado automaticamente se muestra en color verde en la
imagen en vivo dentro del area de visualizacion. El tamafio de la imagen en
vivo se puede aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias
veces en el botdn [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratdn se convierte en
una mano al situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede
cambiar el tamafio de la imagen con la rueda del raton.

|

Al hacer clic en el boton [Enfoque automatico] la imagen se enfoca automati-
camente. Puede ser necesario utilizar varias veces el enfoque automético
para conseguir enfocar la imagen. También se puede utilizar la palanca de
mando para enfocar manualmente.

2 [Vista general de
la muestra]

El tamafio de la © imagen general en la pestafia [Vista general de la
muestra] se puede aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic
varias veces en el botén [Alejar] o [Acercar]. La posiciéon de la muestra en el
area de visualizacién cambia al hacer clic en otro punto de la imagen general
de la muestra.
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2 [Vista de varias
muestras]

En la pestafia [Vista de varias muestras] se representan de manera
esquematica las posiciones de las muestras en el soporte para varias
muestras.

Las muestras que van a inspeccionarse en este flujo de trabajo se marcan en
azul. El triangulo de advertencia amarillo indica que falta algin campo
obligatorio o que la entrada realizada no es valida.

3 [Ajustes de la
inspeccion]

Los parametros editables del grupo @ [Ajustes de la inspeccion] dependen
de la configuracion de inspeccion seleccionada. El aspecto y las funciones de
los botones pueden variar dependiendo de la configuracion de inspeccion
seleccionada.

3

Al hacer clic en el boton [Aplicar ajustes de inspeccion a todas las posiciones]
se adoptan las configuraciones de inspeccién de la muestra seleccionada
para todas las muestras que se van a inspeccionar en este flujo de trabajo.

" IEN

Al hacer clic en el botén con el simbolo del engranaje se abre un cuadro de
didlogo que permite modificar la configuracion.

En la configuracion de inspeccion hay disponibles varias opciones para establecer cémo se deben
calcular los valores umbral y el tiempo de exposicion. Encontraré informacion adicional al respecto en
el capitulo [Configuraciones de inspeccidn] > Abrir (pagina 2/2) (pagina 166).

g o

Al hacer clic en el botén [Calculo automatico Unico de la exposicion] el
sistema calcula automaticamente el tiempo de exposicion.

‘I

Al hacer clic en el botén [Calculo automatico Unico del umbral para
particulas] el sistema calcula automaticamente el & valor umbral.

4 [Informacion de la
muestral

El grupo [Informacion de la muestra] contiene todos los campos en el orden
establecido en la pagina [Campos de informacion de la muestra]. Algunos
campos son obligatorios y se deben rellenar para que sea posible
inspeccionar la muestra. Encontrara informacién adicional al respecto en el
capitulo [Campos de informacién de la muestra] (pagina 200).

La informacion de la muestra introducida se puede guardar para no tener
que volverla a introducir para muestras con los mismos parametros. Toda la
informacién de la muestra almacenada se puede seleccionar en la lista del
campo [Valor predeterminadao].

4

Al hacer clic en el botdn [Aplicar informacion de muestra a todas las
posiciones] se adopta la informacion de la muestra seleccionada actualmente
para todas las muestras que van a inspeccionarse en este flujo de trabajo.
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741

Edicion de la configuracion de la inspeccion

En este paso todavia se pueden modificar algunos ajustes para cada
muestra antes de la inspeccion. En los campos del grupo [Informacion
de la muestra] se puede afiadir informacion adicional relativa a cada
muestra. Estos datos se guardan junto con los resultados de la
inspeccion.

Los ajustes de este paso pueden ser idénticos para ambas muestras o
modificarse para cada muestra.

La representacion esquematica en la pestafia [Vista de varias muestras]
permite seleccionar las muestras y consultar los ajustes
correspondientes de cada una de ellas.

En las configuraciones de inspeccion se establece qué # ajustes de inspeccion
se pueden editar en este flujo de trabajo. Los ajustes y los botones disponibles
del grupo [Ajustes de la inspeccion] dependen de la configuracion de
inspeccion seleccionada.

Condiciones

Aplicar ajustes de inspeccion para otra muestra

Si los ajustes de la inspeccion son los mismos para ambas muestras, se
pueden editar los ajustes de una de las muestras y aplicarlos a la otra.
Para ello haga clic en el boton [Aplicar ajustes de inspeccion a todas las
posiciones] en la parte superior derecha del grupo [Ajustes de la
inspeccion], una vez editados los ajustes de la inspeccion. Los ajustes
de cada muestra se pueden modificar a continuacion.

En la pestafia [Vista de varias muestras] se puede cambiar entre los
ajustes de cada muestra haciendo clic sobre ella.

Edicion del tiempo de exposicion y del umbral para las particulas

» Eltiempo de exposicion y el  valor umbral solo se pueden
modificar manualmente si se ha seleccionado la edicion manual en
la configuracion de inspeccion.

Sino se ha previsto la edicion manual, el tiempo de exposicion y el
valor umbral se ajustan automaticamente.

1. Seleccione la muestra cuyos ajustes desea modificar en la pestafia
[Vista de varias muestras].
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2. Haga clic en el botdn [Editar tiempo de exposicion y umbral para

las particulas].

= Se abrira el cuadro de dialogo [Editar tiempo de exposicion v
umbral para las particulas].

= En primer lugar, ajuste el tiempo de exposicion y después el
valor umbral.

» En el capitulo Tiempo de exposicion y umbral para las particulas
(pagina 102) encontrara informacion adicional acerca de este
cuadro de diélogo.

Edicion del valor umbral para particulas reflectantes

Es posible ajustar un valor umbral propio para el area reflectante de
una particula. En este proceso se detectan los puntos reflectantes de la
imagen que estan dentro de una particula y se calcula la proporcion
entre los puntos reflectantes y el &rea total de la particula. A partir de
una proporcion determinada de areas reflectantes en una particula, la
particula se incluye como particula reflectante en los resultados de la
inspeccion.
1. Seleccione la muestra cuyos ajustes desea modificar en la pestafia
[Vista de varias muestras].
2. Haga clic en el botdn [Editar umbral para particulas reflectantes].
= Se abrira el cuadro de dialogo [Editar umbral para particulas
reflectantes].
» En el capitulo Umbral para particulas reflectantes (pagina 106)
encontrara informacion adicional acerca de este cuadro de
dialogo.

Edicion del &rea de inspeccion y los puntos de enfoque

» Los puntos de enfoque solo se pueden modificar manualmente si
se ha seleccionado la edicion manual de los mismos en la
configuraciéon de inspeccion.

Si no se ha previsto la edicion manual, se utilizaran los ajustes de
enfoque de la configuraciéon de inspeccion.

1. Seleccione la muestra cuyos ajustes desea modificar en la pestafia
[Vista de varias muestras].

2. Haga clic en el botdn [Editar area de inspeccion y puntos de
enfoque].
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= Se abrira el cuadro de didlogo [Editar area de inspeccion y
puntos de enfoque].

= En el capitulo Area de inspeccién y puntos de enfoque
(pagina 108) encontrara informacion adicional acerca de este
cuadro de dialogo.

Introduccidn de informacion de la muestra

En el grupo [Informacion de la muestra] se muestran los campos
especificados por la configuracion de inspeccion o bien los campos
gue se han activado en la pagina [Campos de informacion de la
muestra]. En estos campos se puede introducir informacion adicional
acerca de la muestra, la cual se guardara con los resultados de la
inspeccion. Esta informacion se puede incluir en un informe.

Guarde los parametros como un ajuste predeterminado si desea volver
a utilizar la informacién introducida para otras muestras. Introduzca un
nombre en el campo [Valor predeterminado] y haga clic en el boton
[Guardar valor predeterminado seleccionada].

Haga clic en el boton [Eliminar valor predeterminado seleccionado] si
desea eliminar los datos de la muestra seleccionados actualmente en la
lista [Valor predeterminado].

El borde amarillo del campo y el triangulo de advertencia indican que
el campo es obligatorio y que debe rellenarse, o bien que la entrada
realizada no es valida. La inspeccion no puede iniciarse si hay algun
mensaje indicando que falta alguna entrada o que no es valida. En el
capitulo [Campos de informacién de la muestra] (pagina 200)
encontrara informacion adicional acerca de la pagina [Campos de
informacion de la muestral.

Aplicar informacién de la muestra para otra muestra

Si la informacion de la muestra es la misma para ambas muestras, se
puede editar la informacion de una de las muestras y aplicarla a la otra.
Para ello haga clic en el boton [Aplicar informacion de muestra a todas
las posiciones] en la parte superior derecha del grupo [Informacion de
la muestra], una vez introducida la informacion de la muestra. Los
ajustes de cada muestra se pueden modificar a continuacion.
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En la pestafia [Vista de varias muestras] se puede cambiar entre la
informacion de cada muestra haciendo clic sobre la muestra
correspondiente.

Ejecucion de la inspeccion
1. Haga clic en el boton [Ejecutar inspeccion].

= Se abrira la pagina [Inspeccionar varias muestras] > [Adquirir
puntos de enfoque].

» En el capitulo [Inspeccionar varias muestras] > [Adquirir puntos
de enfoque] (pagina 114) encontrara informacién adicional
acerca de esta pagina.

» Sino se ha definido un mapa de enfoque para enfocar la
muestra, se omitira la pagina [Adquirir puntos de enfoque] y
comenzara directamente la adquisicion de imagenes de la
muestra.
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7.4.2  Tiempo de exposicion y umbral para las particulas

® Vista general de la mu..|| Vista de varias muestras

Posicién de muestra: 1

Editar tiempo de exposicién y umbral para las particulas

Tiempo de exposicién:

529 ms

Umbral para particulas:

Aceptar Cancelar

1 En el &rea de visualizacion se muestra la imagen en vivo de la posiciéon actual
de la muestra. Los cambios en el tiempo de exposicion se pueden observar
directamente en la imagen en vivo. Si esta activado el botén [Activar/
Desactivar vista previa] junto al control deslizante [Umbral para particulas], las
particulas definidas por el & valor umbral se mostraran coloreadas en la
imagen.

2 Un pequefio rectangulo sefiala la posicion actual de la muestra en la imagen
general en la pestafia [Vista general de la muestra]. La posicion de la muestra
en el area de visualizacién cambia al hacer clic en otro punto de la imagen
general de la muestra.

2 En la pestafia [Vista de varias muestras] se representan de manera
esquematica las posiciones de las muestras en el soporte para varias
muestras.

La muestra a la que corresponden los ajustes de este paso se indica con un
borde azul.

3 El cuadro de didlogo contiene el control deslizante y los botones que
permiten ajustar el tiempo de exposicion y el valor umbral.
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[Inspeccionar varias muestras] > [Editar configuracion]

[Editar tiempo de exposicion y umbral para las particulas]

@

Dependiendo de los ajustes de la configuracion de inspeccion, es posible que
en este cuadro de dialogo solo se pueda ajustar manualmente el tiempo de
exposicion o bien el valor umbral.

En el cuadro de dialogo [Editar tiempo de exposicion y umbral para las
particulas] se puede ajustar el tiempo de exposicion y el & valor
umbral para la particula. Los ajustes realizados se utilizaran durante la
inspeccion de la muestra. En primer lugar, ajuste el tiempo de
exposicion y después el valor umbral.

Los ajustes de este paso se pueden aplicar a ambas muestras o bien
ajustarse para cada una de ellas. Si los ajustes de la inspeccion son los
mismos para ambas muestras, se pueden editar los ajustes de una de
las muestras y aplicarlos a la otra. Para ello haga clic en el boton
[Aplicar ajustes de inspeccion a todas las posiciones] en la pagina
[Inspeccionar varias muestras] > [Editar configuracion], una vez
finalizada la edicion.

En la configuracion de inspeccion hay disponibles varias opciones para
establecer como se deben calcular los valores umbral y el tiempo de
exposicion. Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
[Configuraciones de inspeccion] > Abrir (pagina 2/2) (pagina 166).

Ajuste del tiempo de exposicién
1. Existen varias formas de ajustar el tiempo de exposicion:
= Mediante el control deslizante.
» Haga clic en el botdn [-] o [+] y ajuste el tiempo de exposicion
en pasos pequefios.
» Introduzca un tiempo de exposicion en el campo v pulse la tecla
[Entrar].
= También se puede calcular el tiempo de exposicion
automaticamente. Para ello, haga clic en el boton [Calculo
automatico Unico de la exposicion].
2. Cierre el cuadro de dialogo con [Aceptar].
» Este tiempo de exposicion se utilizara en todas las imagenes
individuales de alta resolucion adquiridas durante la inspeccion
de la muestra.
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Ajuste del valor umbral para las particulas

El valor umbral se debe ajustar cuidadosamente, dado que afecta de
forma significativa a los resultados de la inspeccion de la muestra.

1. Seleccione un punto de la muestra en el que se observen las
particulas tipicas.

2. Active la vista previa para ajustar el valor umbral. Para ello, haga
clic en el boton [Activar/Desactivar vista previal. El rango de
intensidad definido por el valor umbral se mostrara de color verde.
Esto permite observar el resultado directamente en la imagen y
volver a modificar los ajustes en caso necesario.

3. Existen varias formas de ajustar el valor umbral para las particulas:
= Mediante el control deslizante.

» Haga clic en el boton [-] o [+] y ajuste el valor umbral en pasos
pequenos.

» Introduzca un valor umbral en el campo vy pulse la tecla [Entrar].

» También se puede calcular el valor umbral automaticamente.
Para ello, haga clic en el boton [Calculo automatico Unico del
umbral para particulas].

4. Ajuste el valor umbral de forma que solo afecte a las particulas y
que solo estas se muestren de color verde.

5. Compruebe el ajuste del valor umbral en otros puntos de la
muestra.
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[Inspeccionar varias muestras] > [Editar configuracion]

7.4.4  Umbral para particulas reflectantes

©)

@ [ AF [ R s D et oot ceta vt devaras st

Posicién de muestra: 1

@l| Editar umbral para particulas reflectantes

Umbral para particulas reflectantes:

Aceptar Cancelar
_

1 En el &rea de visualizacion se muestra la imagen en vivo de la posiciéon actual
de la muestra. Si esta activado el botdn [Activar/Desactivar vista previa], los
cambios en el valor umbral se pueden observar directamente en la imagen
en vivo.

2 Un pequefio rectangulo sefiala la posicion actual de la muestra en la imagen
general en la pestafia [Vista general de la muestra]. La posicion de la muestra
en el area de visualizacion cambia al hacer clic en otro punto de la imagen
general de la muestra.

2 En la pestafia [Vista de varias muestras] se representan de manera
esquematica las posiciones de las muestras en el soporte para varias
muestras.

La muestra a la que corresponden los ajustes de este paso se indica con un
borde azul.

3 El cuadro de dialogo contiene el control deslizante y los botones que
permiten ajustar el valor umbral.
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745  [Editar umbral para particulas reflectantes]

En el cuadro de dialogo [Editar umbral para particulas reflectantes] se
puede ajustar el & valor umbral para el area reflectante de una
particula.

El valor umbral se debe ajustar cuidadosamente, dado que afecta de
forma significativa a los resultados de la inspeccion de la muestra.

Los ajustes de este paso se pueden aplicar a ambas muestras o bien
ajustarse para cada una de ellas. Si los ajustes de la inspeccion son los
mismos para ambas muestras, se pueden editar los ajustes de una de
las muestras y aplicarlos a la otra. Para ello haga clic en el boton
[Aplicar ajustes de inspeccion a todas las posiciones] en la pagina
[Inspeccionar varias muestras] > [Editar configuracion], una vez
finalizada la edicion.

1. Seleccione un punto de la muestra en el que se observen particulas
reflectantes. Las areas reflectantes se muestran de color magenta.

2. Active la vista previa para ajustar el valor umbral. Para ello, haga
clic en el boton [Activar/Desactivar vista previa). Esto permite
observar el resultado directamente en la imagen y volver a
modificar los ajustes en caso necesario.

3. Ajuste el valor umbral de forma que afecte a las areas reflectantes
de una particula y que las areas se muestren de color magenta.
Existen varias formas de ajustar el valor umbral para particulas
reflectantes:
= Mediante el control deslizante.

* Haga clic en el boton [-] o [+] y ajuste el valor umbral en pasos
pequefos.

» Introduzca un valor umbral en el campo y pulse la tecla [Entrar].

= También se puede calcular el valor umbral para particulas
reflectantes automaticamente. Para ello, haga clic en el boton
[Calculo automatico Unico del umbral para particulas
reflectantes].

4. Compruebe el ajuste del valor umbral en otros puntos de la
muestra.
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[Inspeccionar varias muestras] > [Editar configuracion]

7.4.6

Area de inspeccion y puntos de enfoque

¢x OLYMPUS Cleanliffess Inspector

=

En el &rea de visualizacion se muestra la imagen en vivo de la posiciéon actual
de la muestra.

Cuando est4 activo el modo de edicién [Editar drea de inspeccion], en la
imagen general se muestra un circulo que define el = area de
inspeccion.

Cuando esta activo el modo de edicion [Editar puntos de enfoque], los
puntos de enfoque se muestran en la imagen general.

Al hacer clic en el botén [Editar area de inspeccion] se activa el modo de
edicion del area de inspeccion. Un circulo de tamafio modificable define el
area de inspeccion en la imagen general.

w

[Area de
inspeccion]

En el grupo [Area de inspeccion] se muestra el didmetro y la superficie del
area de inspeccion y el nimero total de imagenes adquiridas durante la
inspeccion de la muestra.

Al'hacer clic en el boton [Maximizar area de inspeccion], el area de inspeccion
aumenta hasta el tamafio maximo posible. El tamafio méaximo del &rea de
inspeccion definido en el software es un circulo con un didmetro de 42,5 mm.
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[Inspeccionar varias muestras] > [Editar configuracion]

Al hacer clic en el botéon [Guardar area de inspeccion como predeterminadal,
el tamafio actual del area de inspeccion se guarda para futuras inspecciones.

3

'IER

Al hacer clic en el botodn [Editar puntos de enfoque], se activa el modo de
edicion de los puntos de enfoque. En la imagen general se muestran los
puntos de enfoque que es posible mover por el interior del area de
inspeccion.

3 [Puntos de

En el grupo [Puntos de enfoque] se muestra el nimero total de puntos de

enfoque] enfoque.
3 [Modo de Estas opciones establecen el modo de enfoque de la muestra. Se puede
enfoque] seleccionar un ® mapa de enfoque, la posicion actual en Z o bien un

enfoque antes de cada imagen.

7477  [Editar area de inspeccion y puntos de enfoque]

@

Las funciones para la edicion de los puntos de enfoque solo se muestran
cuando la edicién de los puntos de enfoque esta permitida en la configuracion
de inspeccion.

En el cuadro de dialogo [Editar area de inspeccion y puntos de
enfoque] se puede comprobar el @ area de inspeccion y los puntos de
enfoque, y modificar ambos parametros si es necesario.

Los ajustes de este paso se pueden aplicar a ambas muestras o bien
ajustarse para cada una de ellas. Si los ajustes de la inspeccion son los
mismos para ambas muestras, se pueden editar los ajustes de una de
las muestras y aplicarlos a la otra. Para ello haga clic en el boton
[Aplicar ajustes de inspeccion a todas las posiciones] en la pagina
[Inspeccionar varias muestras] > [Editar configuracion], una vez
finalizada la edicion.

Edicion del area de inspecciéon
1. En primer lugar, seleccione el modo de edicion. Haga clic en el
botdn [Editar area de inspeccion].
2. Enlaimagen general aparece un circulo que define el area de
inspeccion. Haga clic en el circulo.
» En el circulo apareceréd un punto.
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3. Modifique el tamafio del circulo. Sitde el puntero del ratén sobre el
punto. Desplace el punto en la direccion deseada manteniendo
pulsado el botdn izquierdo del raton.

4. Modifique la posicion del circulo. Sitde el puntero del ratéon dentro
del circulo. El puntero se convertird en una cruz de cuatro flechas.
Desplace el circulo en la direccion deseada manteniendo pulsado
el botoén izquierdo del ratéon.

5. Haga clic en el botén [Guardar area de inspeccion como

predeterminada] si desea guardar el tamafio del area de
inspeccion para el resto de inspecciones.
» El area de inspeccion definida se utilizara para inspeccionar las

muestras siguientes hasta que se defina una nueva area de
inspeccion.

Area de inspeccion maxima
1. Haga clic en el boton [Maximizar area de inspeccion].

= El &rea de inspeccion aumentara hasta el tamafio maximo
posible.

Edicion de los puntos de enfoque

estructuras y muchas particulas.

1. Haga clic en el botdn [Editar puntos de enfoquel.
= Enlaimagen general se mostraran todos los puntos de enfoque.

» En el campo [Recuento] se indica el nimero de puntos de
enfoque definidos para la opcion seleccionada.

2. Seleccione un modo de enfoque en el grupo [Puntos de enfoque].

» La opcion [Utilizar posicion actual en Z] permite utilizar la
posicion en Z actual para la adquisicion de imagenes cuando se
inicie la inspeccion de la muestra con el botén [Ejecutar
inspeccion]. La posicion en Z no cambia durante la adquisicion
de las imagenes.

= Con la opcion [Enfocar cada imagen], el enfoque se lleva a cabo
antes de adquirir cada imagen de la inspeccion de la muestra.
Cuando se utiliza esta opcion la inspeccion de la muestra puede
requerir bastante tiempo.

@ Sitle los puntos de enfoque en las areas de la muestra que contengan mas
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» Mediante la opcion # [Mapa de enfoque], el sistema le ayuda a
adquirir imagenes enfocadas de la muestra completa, incluso si
su superficie es irregular.

3. Siha seleccionado la opcion [Mapa de enfoque]: Las entradas de la
lista determinan la densidad de puntos de enfoque en el mapa de
enfoque. Seleccione la densidad de puntos de enfoque en funcion
de las caracteristicas de su muestra. Si selecciona una densidad
elevada, se realizaran desplazamientos a muchas posiciones para
la adquisicion del mapa de enfoque. El mapa de enfoque sera mas
preciso, pero la adquisicion del mapa requerira mas tiempo. Estan
disponibles las siguientes entradas:
= 3 puntos
» Densidad baja
» Densidad media
= Densidad alta

Enfoque manual de los puntos de enfoque

Los puntos de enfoque de un mapa de enfoque se pueden enfocar
manualmente.

1. Seleccione la casilla [Enfogue manual].

» El primer punto de enfoque se marcara en color verde en la
imagen general.

2. Enfoque la posicion correspondiente de la muestra.

3. Haga clic en el botén [Validar punto de enfoque] para confirmar
un punto de enfoque enfocado manualmente.

» La platina se desplazara al siguiente punto de enfoque.

4. Enfoque sucesivamente todos los puntos de enfoque del mapa de
enfoque y validelos.

» Cuando los puntos de enfoque se enfocan manualmente se
omite el paso automatico [Adquirir puntos de enfoquel.

Desplazamiento de los puntos de enfoque

1. Las posiciones de los puntos de enfoque se pueden modificar.
Para ello, haga clic en un punto de enfoque de la imagen general.

» La platina del microscopio se desplazara a este punto de
enfoque.
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» Enlaimagen en vivo del area de visualizacion se mostrara el
punto de enfoque actual.

2. Desplace el punto de enfoque en la direccion deseada
manteniendo pulsado el boton izquierdo del raton.

Anadir y eliminar puntos de enfoque

En el momento en que se afiade un punto de enfoque a un mapa de
enfoque o se elimina de este, aparece la entrada [Densidad definida
por el usuario] en la lista [Mapa de enfoque].

* Haga clic en el botdn [Agregar punto de enfoque] para afiadir un
punto de enfoque. Desplace el punto de enfoque a la posicion
deseada.

* Haga clic en el boton [Eliminar punto de enfoque] para eliminar el

X punto de enfoque seleccionado.

* Haga clic en el botén [Validar punto de enfoque] para confirmar un
v punto de enfoque enfocado manualmente.

N
ZIN
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7.5 [Inspeccionar varias muestras] > [Adquirir puntos de enfoque]

¢x OLYMPUS Cleanliness Inspector

10x 4.72 ms
Id. de muestra:

Posicién de muestra:

Puntos de enfo

Ntmero total:
Procesados:

Sin enfoque:

Adquiriendo puntos de enfoque.

Tiempo restante: 0:04 min

1l Pausa

'
<ait
1 En laimagen general de la pestafia [Vista general de la muestra] se puede ver
la distribucion de los puntos de enfoque sobre la muestra.
2 En la pestafia [Vista de varias muestras] se representan de manera
esquematica las posiciones de las muestras en el soporte para varias
muestras.

La muestra cuyos puntos de enfoque se estan adquiriendo actualmente se
sefiala con el borde azul.

2 La informacion del grupo [Puntos de enfoque] se actualiza continuamente.
Se muestra la siguiente informacion:
[Numero total]: el nimero total de puntos de enfoque.
[Procesados]: el nimero de puntos de enfoque procesados.
[Sin enfoque]: el nimero de puntos de enfoque en los que no ha sido posible
encontrar la posicién de enfoque.
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7.5.1  Adquisicion de puntos de enfoque

se muestra si se ha definido un mapa de enfoque y los puntos de enfogue no
se han enfocado manualmente.

En este paso se adquieren los puntos de enfoque del ® mapa de

n enfoque para cada muestra. Una vez completada la adquisicion de los
puntos de enfoque, se abrira la pagina [Inspeccionar varias muestras] >
[Adquirir muestra].

@ La pagina [Inspeccionar varias muestras] > [Adquirir puntos de enfoque] solo
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7.6 [Inspeccionar varias muestras] > [Adquirir muestra]

¢x OLYMPUS Cleanlifless Inspector ispeccionar el muesros
S > O v eneratde . vffa e varis muestas | [Informacion de la n

Id. de muestra:
Posicién de muestra:
Estandar:

Medicién de clasifi

Adquiriendo muestra

iempo restante: 3:19 min

1l Pausa

B Omitir muestra actual

1 En el &rea de visualizacion se muestra la imagen en vivo de la posiciéon actual
de la muestra.

2 La & imagen general de la pestafia [Vista general de la muestra] se
sobrescribe con las imagenes de la muestra en alta resolucion. Las imagenes
individuales se combinan para formar una imagen completa.

2 En la pestafia [Vista de varias muestras] se representan de manera
esquematica las posiciones de las muestras en el soporte para varias
muestras.

La muestra que se esta inspeccionando actualmente se sefiala con el borde
azul.

3 El grupo [Informacion de la muestra] contiene informacion de la muestra
como, por ejemplo, la norma utilizada para inspeccionar la muestra y los
parametros de medicion utilizados para clasificar las particulas. En el campo
[Resultado del recuento] se indica a qué se refiere el resultado.
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4 En el grupo [Resultados de la muestra] se puede ver el nimero de particulas
por & clase de particulas. El campo [Aprobacion general] indica el resultado
general de la inspeccién de la muestra. Los resultados se actualizan continua-
mente durante la adquisicion de imagenes de la muestra.

7.6.1  Adquirir imagenes de las muestras

Este paso comprende la adquisicion de las imagenes de las muestras y
el calculo del nimero de particulas.

En el grupo [Informacion de la muestra] se muestra la informacion en la
que se basa la clasificacion de las particulas. Esta informacion se define
en la configuracion de inspeccion.

Los resultados del grupo [Resultados de la muestra] se actualizan
continuamente durante la adquisicion de las imagenes. Las barras junto
a las = clases de particulas indican el nimero de particulas contadas
en la clase de particulas. Si se ha definido un valor maximo admisible,
una marca de color sefialara la posicion de este valor en la barra. De
esta forma se puede detectar durante la inspeccion si se ha excedido el
numero permitido de particulas en una clase de particulas. Si el nimero
de particulas sobrepasa el valor permitido en una clase de particulas, el
resultado para esa clase de particulas se considerara [No correcto] y
con ello igualmente el resultado general.

Haciendo clic en el boton [Omitir muestra actual] se puede omitir en
cualquier momento la adquisicion de la primera muestra y pasar a la
siguiente. Esto puede servir de ayuda cuando ya se observa durante la
adquisicion que el resultado de la aprobacion general sera [No
correcto]. Puede elegir entre descartar los resultados provisionales o
comprobarlos con fines de documentacion al completar la inspeccion.
En el paso siguiente, [Comprobar resultados], se pueden comprobar
los resultados provisionales detalladamente y guardarlos si es
necesario.
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7.7 [Inspeccionar varias muestras] > [Comprobar resultados]

@
cx  OLYMPUS Cleanli

Vista general de la mu... |[Vista de varias muestras

Posicion de muestra:

Estandar:

Resultados de la muesfll

2 Referencia de aprobacion: Clase de contarffnacion
No correcto
[Aprobacién general:

Rechazar muestra

Clase Feret méx. Recuento  Recuento Clasede  Maximo Aprobacién
[um] absoluto normalizado contaminacién
[1/1000 cm?]

[5.00 - 15.00( 21608.00 37.11 24 Aceptar

[15.00 - 25.00[ 4069.00 699 3 Aceptar

[25.00 - 50.00] 2028.00 348 2 8 Aceptar
[50.00 - 100.00[ 414.00 Aceptar

[100.00 - 150.00] 45.00 4 Aceptar

[
[150.00 - 200.00[ 6.00 Aceptar
[

[200.00 - 400.00] 10.00 8 Aceptar
[400.00 - 600.00[ 1.00 6 Aceptar
[600.00 - 1000.00[ 1.00 5 Aceptar

> 1000.00 0.00 Aceptar

El boton [Superposicion de particula] permite mostrar y ocultar las marcas de
colores de las particulas.

2 En la pestafia [Vista de varias muestras] se representan de manera
esquematica las posiciones de las muestras en el soporte para varias
muestras. Haciendo clic en la posicion de una muestra se selecciona la
muestra y se presentan los resultados de esta muestra. Si se ha omitido una
muestra y no se ha completado su inspeccion, la muestra se representa
sombreada en azul.

3 El grupo [Informacion de la muestra] contiene informacion de la muestra
como, por ejemplo, la norma utilizada para inspeccionar la muestra y los
parametros de medicion utilizados para clasificar las particulas.

4 En el grupo [Resultados de la muestra)] se puede ver el resultado general de
la inspeccion.

5 Los resultados se muestran en la tabla divididos en < clases de particulas.
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7.71  Comprobar resultados

En esta pagina se muestra una primera vista general de los resultados
del analisis del nivel de limpieza. Las particulas detectadas se muestran
en la tabla divididas en @ clases de particulas. Cada clase de particulas
se representa con un color distinto. Las particulas en la imagen general
y en la imagen en vivo se marcan con el color de la clase de particulas
a la que pertenecen. Esto permite tener una impresion visual del
numero y tamafo de las particulas de una determinada clase.

Haga clic en la posicion de una muestra en la pestafia [Vista de varias
muestras] para cambiar entre los resultados de las distintas muestras.

Si se guardan los resultados de la inspeccion, estaran disponibles en el
flujo de trabajo [Revisar resultados] para cada muestra, una vez
completada la inspeccion. El boton [Crear informe] de la pagina de
inicio del software permite crear un informe con los resultados
guardados para cada muestra.
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8 [Revisar resultados]

En estas paginas se pueden consultar en cualquier momento los
resultados de todas las inspecciones de muestras almacenadas, asi
como crear informes con ellos.

8.1 [Revisar resultados] > [Seleccionar muestra]

@ i Inspector

1d. de muestra v Inspeccionado) Cliente v Comprimidof| Configuracién de in

8/7/2018 Modo de inspeccién:

Objetivo

Norma: 0 1qpoo7 (A)
Tiempo de exposici6n:

Umbral para particulas:

Umbral para particulas reflectantes:

Descripcién:

componentes. Esta norma se refiere a 1000 cm? de superficie mojada del componente.

L s

1 La lista [Muestras disponibles] contiene todas las muestras inspeccionadas.
Las muestras se presentan acompafiadas de algunos datos, como por
ejemplo, la fecha de creacion.

1 Las muestras disponibles se pueden filtrar segun determinados criterios
como, por ejemplo, componentes. Al hacer clic en el boton [Filtro] se activa o
desactiva el filtro definido actualmente.
1 o) Al hacer clic en el boton [Ajustes del filtro] se abre un cuadro de didlogo que
permite definir un filtro para las muestras disponibles.
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2 Esta seccion contiene informacion acerca de la muestra como, por ejemplo,
la configuracion de inspeccion utilizada acompafiada de una breve
descripcion.

8.1.1 Seleccion de la muestra

En esta pagina se puede seleccionar una muestra para ver los
resultados o crear un informe con ellos.

Si'la casilla de la columna [Comprimido] esta activada, entonces los datos de
imagenes de esta muestra estan comprimidos. Se pueden ver los resultados
de la inspeccidn, pero ya no es posible editar las particulas individuales.

Selecciéon de la muestra

1. Seleccione una muestra en la lista [Muestras disponibles].
2. Haga clic en el boton [Siguiente].
= Se abrira la pagina [Revisar resultados] > [Revisar muestral.

Definir y aplicar filtros

Si'ya se han guardado muchas muestras, se pueden filtrar las opciones
de la tabla [Muestras disponibles] mediante un filtro.

1. Haga clic en el boton [Ajustes del filtro].
= Se abrira el cuadro de didlogo [Ajustes del filtro].

2. Sidesea limitar las muestras disponibles a un periodo de tiempo
determinado, seleccione una fecha en los campos [Inspeccionado
desde] e [Inspeccionado hastal.

3. Sidesea limitar las muestras disponibles segun unos campos de
informacion de la muestra determinados, utilice las entradas de la
lista [Seleccionar un campo].

4. Seleccione, por ejemplo, la entrada [Componente]. La lista que se
muestra a la derecha contiene los nombres de todos los
componentes que se han introducido en la informacion de la
muestra en la pagina [Editar configuracion] del flujo de trabajo
[Inspeccionar muestra].

5. Haga clic en el botén [Aplicar filtro] para aplicar el filtro.

» Enla tabla [Muestras disponibles] apareceran Unicamente las
muestras que se corresponden con los criterios de filtrado.

6. Haga clic en el boton [Cerrar] para guardar el filtro.
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= Elfiltro se mantiene hasta que se borra en el cuadro de dialogo
[Ajustes del filtro] mediante el botdn [Restablecer filtro].
7. Enla pagina [Revisar resultados] > [Seleccionar muestras] se puede
activar o desactivar el filtro en cualquier momento mediante el
boton [Filtro].
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8.2 [Revisar resultados] > [Revisar muestra]
En el capitulo [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista de
EQ particulas] (pagina 60) encontrara el texto de ayuda acerca de esta
pagina.
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8.3 [Revisar resultados] > [Crear informe]

En el capitulo [Crear informe] (pagina 132) encontrara el texto de ayuda
acerca de esta pagina.
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9 [Crear informe]

En estas paginas se crea un informe con los resultados de la inspeccion
de una muestra y se genera un documento en formato Word o PDF.

9.1 [Crear informe] > [Seleccionar muestra]

® @ ®

ox  OLYMPUS Cleanlines

Muestras disponibles:
1d. de muestra
000005_1
000004_1
000003_1

000002_1

v Inspeccion:
8/17/2018
8/17/2018
8/10/2018

8/7/2018

Informes disponibles

ado Nombre Plantilla

R

La lista [Muestras disponibles] contiene todas las muestras inspeccionadas.
Las muestras se presentan acompafiadas de algunos datos, como por
ejemplo, la fecha de creacion y el nimero de informes guardados para esa
muestra.

Las muestras disponibles se pueden filtrar segun determinados criterios
como, por ejemplo, componentes. Al hacer clic en el boton [Filtro] se activa o
desactiva el filtro definido actualmente.

1
v
'

Al hacer clic en el boton [Ajustes del filtro] se abre un cuadro de didlogo que
permite definir un filtro para las muestras disponibles.
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La lista [Informes disponibles] contiene todos los informes guardados para
una muestra. Los informes se presentan acompafiados de algunos datos,
como por ejemplo, la fecha de creacion vy la plantilla de informes utilizada.

Al hacer clic en el boton [Crear informe] se abre la pagina [Crear informe], en
la cual se puede seleccionar una plantilla de informes y una norma antes de
generar el informe.

El botdn [Abrir informe] solo se activa cuando hay algun informe de una
muestra en la lista [Informes disponibles]. Al hacer clic en el boton [Abrir
informe], se abre el informe seleccionado.

91.1 Seleccion de la muestra

En esta pagina se puede seleccionar la muestra para la cual se desea
generar un informe o bien se puede abrir un informe existente.

Seleccion de la muestra y creacion de un informe
1. Seleccione una muestra en la lista [Muestras disponibles].
2. Haga clic en el botén [Crear informe].
= Se abrira la pagina [Crear informe].
» En el capitulo [Crear informe] (pagina 132) encontrara
informacion adicional acerca de esta pagina.

Como abrir un informe existente
1. Seleccione una muestra en la lista [Muestras disponibles].
2. Seleccione un informe en la lista [Informes disponibles].
3. Haga clic en el botdn [Abrir informel.
= E| informe se abriré.

Definir y aplicar filtros

Siya se han guardado muchas muestras, se pueden filtrar las opciones
de la tabla [Muestras disponibles] mediante un filtro.

1. Haga clic en el boton [Ajustes del filtro].

= Se abrira el cuadro de dialogo [Ajustes del filtro].

2. Sidesea limitar las muestras disponibles a un periodo de tiempo
determinado, seleccione una fecha en los campos [Inspeccionado
desde] e [Inspeccionado hastal.
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3. Sidesea limitar las muestras disponibles segun unos campos de
informacion de la muestra determinados, utilice las entradas de la
lista [Seleccionar un campo].

4. Seleccione, por ejemplo, la entrada [Componente]. La lista que se
muestra a la derecha contiene los nombres de todos los
componentes que se han introducido en la informacion de la
muestra en la pagina [Editar configuracion] del flujo de trabajo
[Inspeccionar muestral.

5. Haga clic en el boton [Aplicar filtro] para aplicar el filtro.

» En la tabla [Muestras disponibles] apareceran Unicamente las
muestras que se corresponden con los criterios de filtrado.

6. Haga clic en el boton [Cerrar] para guardar el filtro.
= Elfiltro se mantiene hasta que se borra en el cuadro de dialogo

[Ajustes del filtro] mediante el boton [Restablecer filtro].

7. Enla pagina [Crear informe] > [Seleccionar muestra] se puede

activar o desactivar el filtro en cualquier momento mediante el
boton [Filtro].

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 130






9 [Crear informe]
[Crear informe]

9.2 [Crear informe]
@

el e e sl ]
I | E—

s del sistema

A Utima mjdificacion

Crear informe

1 La lista [Plantillas de informes disponibles] contiene todas las # plantillas de
informes disponibles.

2 La lista [Normas disponibles] contiene todas las normas que se pueden
utilizar en un informe para el anélisis de las particulas.

3 Al hacer clic en el botodn [Crear informe] se genera el informe. Se creara un
documento en formato Word o PDF, dependiendo de la opcion
seleccionada.
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921 Creacion de informes

Condiciones

En esta pagina se finaliza la inspeccién de una muestra mediante la
generacion de un informe. Los informes contienen todos los resultados
de las mediciones y los datos de una muestra presentados de forma
estandarizada. Los informes también pueden incluir imagenes de las
particulas méas grandes o la = imagen general de la muestra. Si se
guardan los datos de la inspeccion de una muestra es posible generar
un informe con ellos en otro momento.

» Los programas Microsoft Word y Adobe Acrobat Reader deben
estar instalados en su equipo.

Es posible acceder a la pagina [Crear informe] desde diferentes
paginas. Puede ocurrir que el boton [Seleccionar muestra] no esté
disponible en la barra de navegacion porque ya se ha seleccionado
una muestra y este paso no es necesario.

1. Seleccione una < plantilla de informes en la lista [Plantillas de
informes disponibles].

2. Seleccione en la lista [Normas disponibles] la norma que desea
utilizar para analizar las particulas en el informe.
3. Seleccione el formato del informe:
= Seleccione la opcion [Microsoft Word] si desea generar un
informe como documento Word y guardarlo.

= Seleccione la opcion [PDF] si desea generar un informe como
documento PDF y guardarlo.

4. Haga clic en el botodn [Crear informe].
5. Introduzca un nombre para el informe en el campo del mensaje y
confirmelo con [Aceptar].
= Se generara el informe y a continuacion se presentara en
pantalla.
» Elinforme se guardaré. La pagina [Administrar datos] permite
acceder a todos los informes guardados.
= Los informes se pueden modificar posteriormente en Microsoft
Word.
Es posible editar la plantilla de informes para modificar el
formato y la informacion de todos los informes futuros.
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9.3 Visualizacion y edicion de informes en Microsoft Word

Los informes se pueden editar en Microsoft Word posteriormente para,
por ejemplo, afiadir texto. Los cambios en un informe no afectan a las
< plantillas de informes.

Al instalar el software se afiadira un complemento de OLYMPUS a la
aplicacion Microsoft Word. Cuando abra un informe en Microsoft Word
observara una pestafia llamada [Olympus]. Gracias a este
complemento dispondra de las siguientes funciones en los informes.

931 Almacenamiento

Al hacer clic en el boton [Guardar] en Microsoft Word, se guardan los
cambios realizados en el informe. Es posible acceder a los informes
desde la pagina [Crear informe] > [Seleccionar muestra] o bien desde
la pagina [Administrar datos].

93.2  Guardar como nuevo informe

También se puede conservar el informe original y guardar el informe
modificado con un nuevo nombre.

1. Haga clic en el boton [Guardar como nuevol.
= Se abrira el cuadro de dialogo [Nuevo informe].
2. Introduzca el nombre del nuevo informe en el campo [Nuevo
informe].
3. Haga clic en el botén [Aceptar] para guardar el nuevo informe.
4. Cierre Microsoft Word.

= Es posible acceder al nuevo informe desde la pagina [Crear
informe] > [Seleccionar muestra] o bien desde la pagina
[Administrar datos].

9.3.3  Ayuda de Olympus

Al hacer clic en el boton [Ayuda de Olympus] se abre este documento
de ayuda.
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10 [Administrar datos]

En estas paginas se puede gestionar, archivar y comprimir toda la
informacion de las muestras y los informes almacenados.

® @ ® @

Muestras disponibles:

,,,,, o o
¥ Id.demuestra v Inspeccionado ¥ Cliente ¥ Informes v Comprimidd) 00000221 Abrir informacién de || muestra

Co 3
v 000002_1 8/1/2018 0 - Comprimir muedfas...

Archivar muestras...

Restaurar muestras...

Configuracién

150 16232-10:2007 |

Eliminar muestra...

v Plantilla

1 mostradas debido al filtro, 1

1 [Muestras La tabla [Muestras disponibles] contiene todas las muestras de las cuales se
disponibles] han guardado datos. Las muestras se presentan acompafiadas de algunos
datos, como por ejemplo, la fecha de inspeccién y el nimero de informes
guardados.
1 Al hacer clic en el botédn [Exportar a Excel] se exporta la tabla con todas las

muestras disponibles como archivo de MS Excel.

desactiva el filtro definido actualmente.

Al hacer clic en el botén [Ajustes del filtro] se abre un cuadro de didlogo que
permite definir un filtro para las muestras disponibles.

1 Las muestras disponibles se pueden filtrar segun determinados criterios
como, por ejemplo, componentes. Al hacer clic en el boton [Filtro] se activa o
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Esta seccion contiene informacion acerca de la muestra seleccionada, como
por ejemplo, la configuracion de inspeccién utilizada, los identificadores de la
muestra y comentarios adicionales.

3 [Informes
disponibles]

El grupo [Informes disponibles] contiene todos los informes guardados para
la muestra seleccionada.

Al hacer clic en el boton [Abrir informe], se abre el informe seleccionado.

Al hacer clic en el botén [Eliminar informe], se elimina el informe
seleccionado.

Al hacer clic en el boton [Exportar a Excel] se exporta la tabla con todos los
informes disponibles de una muestra como archivo de MS Excel.

4 Al hacer clic en el botén [Como abrir informacién de la muestra] se abren los
datos guardados de una muestra.
Al'hacer clic en el botén [COmo comprimir muestras] se comprimen los datos
de imagenes de un analisis de la muestra.
Al hacer clic en el botdn [COmo archivar muestras] se almacenan en una
unidad externa o en una red los datos de imagenes de una muestra.
Al hacer clic en el botén [COmo recuperar muestras] se abre una lista de
todas las muestras archivadas que se pueden recuperar.
Al hacer clic en el botdn [Configuracion] se abre la pagina [Administrar datos]
> [Configuracién]. En esta pagina se puede seleccionar el directorio para
archivar o recuperar los datos de las muestras.
Al hacer clic en el botdn [COmo eliminar muestras] se elimina una muestra
junto con todos los datos e informes correspondientes.

101 Administracion de los datos

En la pagina [Administrar datos] se ofrece una lista de los datos de
muestras y los informes guardados. En esta pagina se pueden
administrar los datos y, por ejemplo, eliminar muestras, comprimirlas o
corregir determinada informacion de ellas. Para conseguir espacio de
almacenamiento en el equipo, es posible archivar los datos de las
imagenes de una muestra. Asf, los datos de las imagenes se guardan
en un dispositivo de almacenamiento externo o en un directorio
determinado en una red.
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Definir y aplicar filtros

Siya se han guardado muchas muestras, se pueden filtrar las opciones
de la tabla [Muestras disponibles] mediante un filtro.

Ed

. Sidesea limitar las muestras disponibles a un periodo de tiempo

Haga clic en el boton [Ajustes del filtro].
= Se abrira el cuadro de dialogo [Ajustes del filtro].

determinado, seleccione una fecha en los campos [Inspeccionado
desde] e [Inspeccionado hastal.

. Sidesea limitar las muestras disponibles segun unos campos de

informacion de la muestra determinados, utilice las entradas de la
lista [Seleccionar un campo].

Seleccione, por ejemplo, la entrada [Componente]. La lista que se
muestra a la derecha contiene los nombres de todos los
componentes que se han introducido en la informacion de la
muestra en la pagina [Editar configuracion] del flujo de trabajo
[Inspeccionar muestral.

. Haga clic en el boton [Aplicar filtro] para aplicar el filtro.

» En la tabla [Muestras disponibles] apareceran Unicamente las
muestras que se corresponden con los criterios de filtrado.

. Haga clic en el boton [Cerrar] para guardar el filtro.

Ed

= Elfiltro se mantiene hasta que se borra en el cuadro de dialogo
[Ajustes del filtro] mediante el botdn [Restablecer filtro].

En la pagina [Administrar datos] se puede activar o desactivar el

filtro en cualquier momento mediante el boton [Filtro].

Cémo abrir informes

1.

2.

3.

Seleccione la muestra deseada en la tabla [Muestras disponibles].

» Enlatabla [Informes disponibles] se muestran todos los informes
guardados para la muestra.

Seleccione el informe que desea abrir.

= Laflechajunto al encabezado de la columna permite ordenar las
entradas.

= [l simbolo al final de una columna indica si el informe se ha
guardado como documento Word o PDF.

Haga clic en el boton [Abrir informe].

= | informe se abrird con Microsoft Word o bien con Adobe
Acrobat Reader.
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Eliminacion de informes

1. Seleccione la muestra deseada en la tabla [Muestras disponibles].

2. Seleccione el informe que desea eliminar en la tabla [Informes
disponibles].

3. Haga clic en el botén [Eliminar informe].

= Elinforme se eliminaré y desaparecera de la tabla [Informes
disponibles].

Como abrir informacién de la muestra

1. Seleccione la muestra deseada en la tabla [Muestras disponibles].
2. Haga clic en el botdn [Abrir informacion de la muestra].

= Se mostraran los campos definidos en la pagina [Campos de
informacion de la muestra] y los datos guardados con la
inspeccion.

Si se modifica la informaciéon de la muestra, se volveran a calcular los
resultados de la muestra. Los informes existentes no se actualizan
automaticamente con los datos nuevos de la muestra, por lo que dejan de ser
validos.

3. Modifique las entradas deseadas o afiada informacion en los
campos editables de informacion de la muestra.

= Sidesea guardar los cambios haga clic en el boton [Cerrar].
» Haga clic en el boton [Si] dentro del mensaje.
= Se volveran a calcular los resultados de la muestra.

Cémo comprimir muestras

La funcion [Comprimir muestras] comprime los datos de imagenes
guardados en un analisis de la muestra para ahorrar espacio de
almacenamiento. Al reducir el tamafio de los archivos deja de ser
posible editar las particulas, no obstante, siguen estando disponibles
todos los demas datos del analisis de la muestra y los informes. Los
datos comprimidos también se pueden seqguir utilizando para generar
informes.

1. Seleccione la muestra deseada en la tabla [Muestras disponibles].
2. Haga clic en el botén [Comprimir muestras].
3. Para confirmar, seleccione [S].
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» Las muestras comprimidas se identifican por medio de una
marca de verificacion en la columna [Comprimido].

Cémo archivar muestras

La funcion [Archivar muestras] archiva los datos de una muestra en un
medio externo de almacenamiento o en un directorio determinado en
una red. Las muestras archivadas ya no estan disponibles directamente
en el software, sino que se deben recuperar antes mediante el boton
[Restaurar muestras].

1. Compruebe en la configuracion si se ha seleccionado el directorio
en el que se desean archivar los datos. Para ello, haga clic en el
boton [Configuracion]. Encontrara informacion adicional en el
capitulo [Administrar datos] > [Configuracion] (pagina 142).

2. Seleccione una o varias muestras en la tabla [Muestras
disponibles].

3. Haga clic en el boton [Archivar muestras...].

= | 0s datos se moveran a la ubicacion de almacenamiento
seleccionada.

Coémo recuperar muestras

Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo [Administrar
datos] > [Restaurar muestras] (pagina 142).

Coémo eliminar muestras

Al eliminar una muestra se eliminan también todos los informes
correspondientes.

1. Seleccione la muestra que desea eliminar de forma permanente en
la tabla [Muestras disponibles].

2. Haga clic en el botén [Eliminar muestra].
3. Para confirmar, seleccione [Si].
= Se eliminara la muestra seleccionada.
= Se eliminaran todos los informes de la muestra.
= Se eliminara la muestra de la tabla [Muestras disponibles].

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 140






10 [Administrar datos]
[Administrar datos] > [Configuracion]

10.2 [Administrar datos] > [Configuracion]

En esta pagina se pueden administrar los volumenes. Los volumenes
pueden ser, por ejemplo, dispositivos externos de almacenamiento o
directorios en una red que se pueden seleccionar para archivar o
recuperar los datos de las imagenes de una muestra.

ex OLYMPUS Cleanling] . .
,‘ ERE

A Nombre

1 [Volimenes La lista [Volumenes disponibles] contiene los volimenes ya definidos, por
disponibles] ejemplo dispositivos externos de almacenamiento o directorios en una red.
Los datos de las imagenes se archivan en el volumen seleccionado. La
funcion [Restaurar muestras] utiliza el volumen seleccionado actualmente
para recuperar los datos de las imagenes.

Al hacer clic en el boton [Nuevo volumen] se abre el explorador de MS
Windows. Mediante el explorador de MS Windows se puede seleccionar un
dispositivo de almacenamiento nuevo o un directorio para archivar los datos.

de MS Windows. Si se cambia de ubicacion o de nombre un directorio o un
dispositivo de almacenamiento externo, mediante el explorador de MS
Windows se puede navegar hasta el directorio nuevo y actualizar la ruta de
acceso.

3 . Al hacer clic en el botoén [Volver a encontrar volumen] se abre el explorador
E’
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. — Al hacer clic en el botdn [Eliminar volumen] se elimina el volumen
seleccionado que esté resaltado con el fondo azul. La informacién de las
muestras archivada en este directorio se borra de forma permanente.

10.2.1  Editar configuracion

Coémo agregar un volumen nuevo

1. Haga clic en el boton [Nuevo volumen].
= Se abrira el explorador de MS Windows.

2. Seleccione la carpeta en la que desea archivar los datos de las
imagenes.

3. La ruta de acceso a esta carpeta se afiadira a la lista [Volumenes
disponibles].

4. Seleccione el volumen deseado en la columna [Activo].

= Este volumen se utilizara para archivar y restaurar datos de
imagenes.

Como volver a encontrar un volumen

La funcion [Volver a encontrar volumen] permite actualizar la ruta de
acceso a un volumen cuando se cambian de ubicacion o de nombre
los datos de las imagenes.

1. Seleccione en la lista [Volumenes disponibles] el volumen que
desea actualizar.

= El volumen seleccionado se marcara con el fondo azul.
2. Haga clic en el botén [Volver a encontrar volumen].
= Se abrira el explorador de MS Windows.

3. Utilice el explorar de MS Windows para navegar hasta el directorio
en el que se encuentran los datos de imagenes archivados.

4. Haga clic en el boton [Aceptar].
» |a ruta de acceso actualizada se guardara.

» Enla lista [Volumenes disponibles] se mostrara el volumen con
la ruta de acceso actualizada.
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10.3 [Administrar datos] > [Restaurar muestras]

La funcion [Restaurar muestras] permite traer de nuevo los datos de
muestras almacenados a la unidad de su equipo para que estén
disponibles en el software.

5c-6e4710b18f56_volume_2

uestras disponibles:
1d. de muestra Vv Inspeccionado ¥ Cliente

000001_1 8/6/2018

Id. de muestra:

Nimero de muestras: 1 disponibles, 1 mostradas debido al filtro, 0 seleccionadas

1 [Muestras En la lista [Muestras disponibles] aparecen todas las muestras archivadas del
disponibles] volumen seleccionado actualmente. Esta lista se puede filtrar mediante los
ajustes del grupo [Filtrar por].

2 [Filtrar por] En el grupo [Filtrar por] se definen los criterios para filtrar la seleccion en la
lista [Muestras disponibles].

Cémo recuperar muestras

Condiciones  »  Elboton [Restaurar muestras] de la pagina [Administrar datos] esta
activo si se ha seleccionado un volumen en la pagina [Administrar
datos] > [Configuracion].

1. Compruebe en la pagina [Administrar datos] > [Configuracion] si
se ha seleccionado el directorio en el que estan archivados los
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datos. Para ello, haga clic en el boton [Configuracion]. Encontrara
informacion adicional al respecto en el capitulo [Administrar datos]
> [Configuracion] (pagina 142).

. Haga clic en el boton [Restaurar muestras].

= Se abrira la pagina [Administrar datos] > [Restaurar muestras].

» En lalista [Muestras disponibles] aparecen todas las muestras
archivadas.

. Utilice los campos del grupo [Filtrar por] para filtrar la informacion

de la muestra utilizando unos criterios determinados.

= Por ejemplo, introduzca unas fechas en los campos [Creacion
desde] y [Creacion hasta] para que aparezcan Unicamente las
muestras que han sido inspeccionadas dentro de un periodo
determinado.

= Haga clic en el boton [Aplicar filtro] para aplicar el filtro.

» Haga clic en el boton [Borrar filtro] para deshacer el filtro. Se
mostraran todas las muestras archivadas del volumen
seleccionado actualmente en la configuracion. En el capitulo
[Administrar datos] > [Configuracion] (pagina 142) encontrara
informacion adicional acerca de la configuracion.

. Seleccione en la lista [Muestras disponibles] una o varias muestras

que desee recuperar.

. Haga clic en el boton [Restaurar].

6. Para confirmar, seleccione [Si].

= La informacion de las muestras se restaurara y volvera a estar
disponible a través del software.
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11 [Crear estadisticas]

En estas paginas se seleccionan las muestras cuyos datos se van a
utilizar para crear gréaficos y tablas para el analisis estadistico.

® ® ® ®

11

0000021

000003_1

000004 1

000005_1

000006_1

1 Esta lista contiene las muestras que se han inspeccionado con la norma
seleccionada actualmente en la lista [Norma]. Estas muestras se pueden
seleccionar para realizar un anélisis estadistico.

2 Las muestras cuyos datos de imégenes estan archivados estan sefialadas con
una marca de verificacion en la columna [Archivado]. Las muestras archivadas
y comprimidas también se pueden analizar estadisticamente.

3 La lista [Norma] contiene todas las normas que se han utilizado para
inspeccionar una muestra y cuyos resultados se almacenaron a continuacion.

4 El grupo [Filtrar por] contiene varias funciones que permiten filtrar las
muestras de la lista de la izquierda segun determinados criterios.

5 Al hacer clic en el botdn [Exportar datos] se abre el explorador de MS
Windows para exportar en diferentes formatos los datos de las muestras
seleccionadas.
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5 Al hacer clic en el boton [Mostrar datos] se abre la pagina [Crear estadisticas]
> [Mostrar datos]. En esta pagina se pueden seleccionar distintas vistas para
representar los resultados. En el capitulo [Crear estadisticas] > [Mostrar
datos] (pagina 150) encontrara informacion adicional acerca de esta pagina.

1.1 [Crear estadisticas] > [Seleccionar muestras]

Condiciones

Filtrar muestras

En esta pagina se pueden seleccionar una 0 mas muestras para
analizarlas en un grafico o una tabla. La informacion de las muestras se
puede visualizar directamente en el software o exportarse con un
formato de archivo determinado.

Las funciones de filtrado se pueden utilizar para limitar las muestras de
la lista de seleccion segun unos criterios determinados.

» Para realizar un analisis, se debe disponer al menos de dos
inspecciones de muestras realizadas con la misma norma.

Seleccionar muestras

1. La lista [Norma] contiene todas las normas para las que se han
almacenado resultados de la inspeccion de una muestra.
Seleccione la norma para la que desea generar los analisis.

» La lista de muestras disponibles se actualizara. Solo se mostraran
las muestras disponibles para la norma seleccionada.

2. Seleccione en la lista de muestras disponibles las muestras que
desee incluir en el anélisis. Para ello, seleccione la casilla
correspondiente delante del id. de la muestra.

3. Utilice las funciones de filtrado del grupo [Filtrar por] si desea
limitar las muestras de la lista de seleccion. Seleccione una fecha en
el campo [Inspeccionado desde] y en el campo [Inspeccionado
hasta] para limitar a un periodo de tiempo determinado las
muestras de la lista de seleccion.

4. Limite la lista de seleccion en funcion de determinados campos de
informacion de la muestra. Utilice para ello las entradas de la lista
[Seleccionar un campo].

5. Haga clic en el boton [Aplicar filtro] para aplicar el filtro. El boton
[Borrar filtro] permite restablecer los filtros.
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Exportar datos

1. Haga clic en el boton [Exportar datos] para exportar como un
archivo independiente una tabla con los resultados de las muestras
seleccionadas. Estan disponibles los siguientes formatos de
archivo:
= CSV
= XLSX
= DFG (formato de archivo ASCII Q-DAS). Las clases de

contaminacion no se pueden exportar con este formato. En este
formato solo se puede exportar el recuento absoluto de
particulas.

2. Seleccione en el explorador de MS Windows la unidad vy el
directorio en el que desea guardar el documento.

Mostrar datos
1. Haga clic en el boton [Mostrar datos] para mostrar los datos en un
grafico o una tabla en el software CIX ASW.
= Se abrira la pagina [Crear estadisticas] > [Mostrar datos].

= En el capitulo [Crear estadisticas] > [Mostrar datos] (pagina 150)
encontrara informacion adicional acerca de esta pagina.
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1.2 [Crear estadisticas] > [Mostrar datos]

@ @ ® ® & G

Exportar gréfico

1 En la pestafia [Grafico] se muestran los resultados en forma de represen-
tacion gréfica.
El eje Y representa la unidad de medida a la que se refiere el resultado total
de la inspeccion y que se indica en la norma. En este ejemplo, la unidad de
medida del gje Y es la ¥ [Clase de contaminacion].
En la pestafia [Tabla] se muestran los resultados en forma de tabla.

2 El control deslizante permite modificar el area de visualizacion del gréafico
para, por ejemplo, ver solo determinadas muestras o un periodo
determinado del gréfico. El tamafio del grafico también se puede aumentary
reducir con la rueda del ratén. Es posible desplazar el area mostrada dentro
del &rea de visualizacion haciendo clic en una zona del grafico y moviendo el
raton al mismo tiempo.

3 La tabla [Clases de particulas] contiene la norma y los rangos de tamafio de
las clases de particulas definidos en ella. Haciendo clic en una de las casillas se
puede mostrar u ocultar una clase de particulas en el gréfico.
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3 Cada clase de particulas se representa con un color distinto. Los colores de
cada clase de particulas se pueden cambiar. Al hacer clic en el botén de un
color se abre una lista de seleccion con més colores.

3 Si el boton [Eje X basado en fechas] esta activado, la tabla [Clases de

particulas] incluira la columna [Marcador]. Los simbolos sefialan el valor
promedio de una clase de particulas para todas las muestras analizadas en un
dfa.

4 [Mostrar maximos
de aprobacion]

Cuando la casilla [Mostrar maximos de aprobacion] esta seleccionada, el
valor maximo de aprobacion de una clase de particulas se indica en el gréfico
mediante una linea discontinua ancha. El valor méximo de aprobacién define
un parametro maximo que no se debe sobrepasar durante una inspeccion. El
color de la linea se corresponde con el de la respectiva clase de particulas.

4 [Mostrar
promedios]

Cuando la casilla [Mostrar promedios] esté seleccionada, el valor promedio
de una clase de particulas se indica en el gréfico mediante una linea
discontinua fina. El color de la linea se corresponde con el de la respectiva
clase de particulas.

Si el resultado total de la norma se proporciona en forma de clases de
contaminacion, el valor promedio se calcula a partir del nimero de particulas
normalizado y extrapolado, o bien a partir del recuento absoluto. A
continuacion, estos valores se convierten en clases de contaminacion.

Al hacer clic en el botodn [Ajustar tamafo], el tamafio del gréafico se ajusta de
forma que toda la informacién de las muestras sea visible dentro del &rea de
visualizacion.

Al hacer clic en el boton [Copiar grafico en portapapeles], se copia en el
portapapeles una imagen de la vista actual del gréfico. La imagen se puede
pegar, por ejemplo en Microsoft Word o Microsoft Power Point, con la
combinacion de teclas [Ctrl + V].

Los siguientes botones permiten cambiar la representacion del gréfico.

5

Al hacer clic en el botén [Ventana de informacion] aparecen una ventana
informativa y una linea vertical en el grafico. Con la linea vertical se determina
el valor actual de la unidad de medida en cada interseccion con las lineas que
permiten visualizar el nimero de particulas. La linea se puede desplazar por
el gréfico y se queda fijada en cada muestra. La informacion de la ventana
informativa se actualiza continuamente.

Dependiendo de la norma empleada se mostrara, por ejemplo, el nimero de
particulas o la clase de contaminacion en esa posicion. Si el botdn [Eje X
basado en fechas] esté activo, en la ventana informativa se mostrara el valor
promedio de las inspecciones de ese dia.
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5 El boton [Eje Y lineal] permite representar el eje Y de forma lineal.
5 El botodn [Eje Y logaritmico] permite representar el eje Y de forma logaritmica.
Esta representacion es Util para ver los valores mas pequefios en muestras

con grandes diferencias de tamafio.
Esta funcidn no esté disponible cuando las muestras se han clasificado por
clases de contaminacion.

El botdn [Eje X basado en muestras] permite representar el nimero de
muestras en el eje X. Se asigna un ndmero a cada muestra seleccionada en la
pagina [Crear estadisticas] > [Seleccionar muestras].

El botdn [Eje X basado en fechas] permite mostrar en el eje X el periodo
durante el que se inspecciond la muestra. La unidad de medida empleada en
el eje X es la fecha.

6 [Exportar
gréafico..]

Si se selecciona la pestafia [Grafico], el boton [Exportar grafico...] estara
disponible. Al hacer clic en el botén se abre el explorador de MS Windows
para exportar como imagen la vista actual del gréafico.

6 [Exportar tabla.. ]

Si se selecciona la pestafia [Tabla], el botdon [Exportar tabla...] estar
disponible. Al hacer clic en el botén se abre el explorador de MS Windows
para exportar en diferentes formatos de archivo la tabla mostrada.

1.3 Mostrar datos

La pagina [Mostrar datos] estara abierta si se ha hecho clic en el botdn
[Mostrar datos] en la pagina [Crear estadisticas] > [Seleccionar
muestras]. En esta pagina se muestran los resultados en las pestafias
[Grafico] o [Tabla]. Seleccione una pestafia para acceder a una
representacion grafica o en forma de tabla.

Pestafa [Grafico]

Si se selecciona la pestafia [Grafico], se mostrara la unidad de medida
definida en la norma en el &rea de visualizacion, frente al nimero de
muestras. En la tabla [Clases de particulas] se pueden deseleccionar las
clases de particulas que no se desean visualizar en el gréfico.

Los botones del lado derecho se pueden utilizar para cambiar el tipo
de grafico.

1. El eje Y se puede representar de forma lineal o de forma
logaritmica.
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» Enlarepresentacion logaritmica se muestran con mayor tamafio
valores de Y muy pequefios, mientras que los valores de Y
grandes se muestran reducidos.

= Silas muestras se han clasificado por clases de contaminacion,
no es posible representar el eje Y de forma logaritmica.

2. Haga clic en el boton [Ventana de informacion] para ver una

Fecha 3.

ventana de informacion para cada clase de particulas.

= Aparecera una linea vertical en el grafico. Al pasar el raton por
encima de esta linea vertical, el puntero se convertira en una
flecha doble. Mantenga el boton izquierdo del ratén pulsado 'y
desplace la linea hasta la muestra o la fecha deseada. La
informacion de cada clase de particulas se actualiza
continuamente en la ventana informativa.

» En la ventana informativa se mostrara el nimero de particulas
con la unidad especificada en la norma para los resultados. Por
ejemplo, si la norma especifica una clasificacion en funcion de la
contaminacion, en la ventana de informacion se mostrara la &
clase de contaminacion en la posicion correspondiente.

= Siel boton [Eje X basado en fechas] esta activo, la ventana
informativa mostrara el valor promedio de las inspecciones de
ese dia.

Haga clic en el botdn [Eje X basado en fechas] para que se
muestren los valores de fecha en las unidades del eje X.

= En el eje X se mostrara el periodo de tiempo en el que se
inspeccionaron las muestras.

» |os datos de la muestra se ordenaran por fecha. En el grafico se
tendra en cuenta toda la informacion de la muestra para cada
fecha. Si se han almacenado varios datos de una muestra en un
dia, se sefialara el valor maximo (1) y el valor minimo (2) de cada
clase de particulas mediante una linea horizontal. El valor
promedio se indicara con un simbolo.

Haga clic en el boton [Copiar grafico en portapapeles] para crear
una imagen con la vista actual del grafico. La imagen se copiara en
el portapapeles. La imagen se puede pegar en otro programa, por
ejemplo en un archivo de Microsoft Power Point, mediante la
combinacion de teclas [Ctrl + V].

. Haga clic en el boton [Ajustar tamafio] si desea que toda la

informaciéon de las muestras sea visible en el area de visualizacion.
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Exportar grafico

Exportar tabla

6. Haga clic en el botén [Exportar grafico..] para exportar el grafico

como archivo independiente. Estan disponibles los siguientes
formatos de archivo:

= PNG
= JPEG
= BMP

. Seleccione en el explorador de MS Windows la unidad vy el

directorio en el que desea guardar el grafico.

Pestaia [Tabla]

Si se ha seleccionado la pestafia [Tabla], se mostrara una tabla con
todas las muestras seleccionadas. La tabla contendra el id. de cada
muestra analizada, la fecha de inspeccién y los resultados para cada
clase de particulas. Los resultados se clasifican en la tabla tal como se
especifica en la norma. Si la norma establece que los resultados se han
de normalizar, entonces la tabla de resultados contendra el nimero de
particulas normalizado.

En la tabla [Clases de particulas] se pueden deseleccionar las clases de
particulas que no se desean mostrar en la tabla.

1. Si es necesario, en la tabla [Clases de particulas] se pueden

deseleccionar las clases de particulas que no se desean incluir al
exportar la tabla.

. Haga clicen el boton [Exportar tabla...] para exportar la tabla como

un archivo independiente. Estan disponibles los siguientes

formatos de archivo:

= CSV

= XLSX

= DFG (formato de archivo ASCII Q-DAS). Las clases de
contaminacion no se pueden exportar con este formato. En este
formato solo se puede exportar el recuento absoluto de
particulas.

. Seleccione en el explorador de MS Windows la unidad vy el

directorio en el que desea guardar la tabla.

= En el archivo se guardara la tabla de clasificacion con los
resultados de cada clase de particulas, ademas de la informacion
de las muestras definida mediante la funciéon de filtrado de la
pagina [Crear estadisticas] > [Seleccionar muestras].
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12 [Configuraciones de inspeccion]

En estas paginas de configuracion se definen las # configuraciones de
inspeccion.

127 [Configuraciones de inspeccion]

N A Uttima v Tipo V Adivo V

oy

DIN 51455:2015 -70 - Sistema -
Nueva

Duplicar

p

d for fitter-oce

L A A A A A A A A s s 88 8 448

1 La lista [Configuraciones de inspeccion disponibles] contiene todas las @~
configuraciones de inspeccion disponibles en el software y la fecha de la
ultima modificacion. En la columna [Tipo] se indica si la configuracion de
inspeccion estaba predefinida en el sistema o si ha sido creada por el usuario.
En la columna [Activo] se pueden activar y desactivar configuraciones de
inspeccion. Si la casilla junto a una configuracion de inspeccién esta
deseleccionada, esta configuracion no estara disponible en el flujo de trabajo
[Inspeccionar muestra] > [Seleccionar configuraciéon de inspeccion].

2 Este campo de visualizacion contiene informacion sobre la configuracion de
inspeccion seleccionada.
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3 Las configuraciones de inspeccion estan compuestas por los parametros de
una norma y otros parametros de las siguientes paginas de configuracion:
[Configuracion de inspeccion], [Normas], [Familias de particulas] y [Tipos de
particulas]. Al hacer clic en los botones de la barra de navegacion, se abre la
pagina de configuracion correspondiente. Los botones se marcan en azul
para indicar la pagina de configuracion actual.

4 Al hacer clic en el botén [Abrir], se abre la pagina de configuracion de la
configuracion de inspeccion seleccionada.
Al hacer clic en el botdon [Nuevo), se abre la pagina de configuracion para la
creacion de una configuracion de inspeccion nueva.
Al hacer clic en el botén [Duplicar], se crea una copia de la configuracion de
inspeccion seleccionada y se abre la pagina de configuracion.
Al hacer clic en el boton [Eliminar..], se elimina la configuracion de inspeccion
seleccionada. Las configuraciones de inspeccion con el estado [Sistema] estan
predefinidas en el sistema y no se pueden eliminar.

5 Al hacer clic en el botdn [Pagina de inicio), se cierra la pagina
[Configuraciones de inspeccion]. La pagina de inicio se abre.

1211 Edicion de las configuraciones de inspeccion

Una @ configuracion de inspeccion define los parametros que se
utilizan para inspeccionar una muestra. El software OLYMPUS
Cleanliness Inspector dispone de algunas configuraciones de
inspeccion predefinidas que se pueden utilizar para inspeccionar la
muestra. Si es necesario, se puede editar una configuracion de
inspeccion para adaptarla a las normas internas de la empresa, o bien
se puede definir una configuracion de inspeccion nueva.

Los cambios en las configuraciones de inspeccion predefinidas pueden hacer
@ que el anélisis del nivel de limpieza no se realice conforme a las normas.

No es posible restablecer automaticamente los valores iniciales de una

configuracion de inspeccion una vez que se han modificado y guardado los

ajustes.

Si desea madificar los pardmetros de una configuraciéon de inspeccién, haga

una copia de la configuracion de inspeccion antes de editarla y guérdela con

otro nombre.

inspecciones subsiguientes. Los resultados de las inspecciones realizadas no

@ Los cambios en una configuracion de inspeccion afectan a todas las
cambian.
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Los botones de la barra de navegacion de la pagina [Configuraciones
de inspeccion] permiten acceder a otras paginas de configuracion

relacionadas entre si. Los cambios en estas configuraciones afectan a
todas las configuraciones de inspeccion que utilizan esos parametros.

Seleccion de una pagina de configuracion

Haga clic en el boton correspondiente de la barra de navegacion para
ver o editar los parametros de otra pagina de configuracion.

+ Al hacer clic en el boton [Configuraciones de inspeccion] se abre la
pagina de configuracion de las configuraciones de inspeccion.

* Al hacer clic en el botén [Normas] se abre la pagina de configuracion
de las normas.

* Al hacer clic en el botodn [Familias de particulas] se abre la pagina de
configuracion de las familias de particulas.

* Al hacer clic en el boton [Tipos de particulas] se abre la pagina de
configuracion de los tipos de particulas.

Cémo abrir y editar configuraciones de inspeccién

1. Seleccione una configuracién de inspeccion en la lista
[Configuraciones de inspeccion disponibles].

= aflechajunto al encabezado de la columna permite ordenar las
entradas. También es posible filtrar las entradas de la lista que
contienen un término determinado. Para ello, introduzca el
término en el campo [Filtrar por].

= En el campo de visualizacion a la derecha de Ia lista

[Configuraciones de inspeccion disponibles] se muestran
algunos pardametros de la configuracion de inspeccién
seleccionada y una breve descripcion de esta. Se indica, por
ejemplo, el aumento utilizado para inspeccionar la muestra y la
norma incluida en la configuracion de inspeccion para analizar la
muestra.

2. Haga clic en el botodn [Abrir].

= Se abrira la configuracion de inspeccion para que pueda
editarla.
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» Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
[Configuraciones de inspeccién] > Abrir (pagina 1/2)
(pagina 162).

Creacion de una configuracion de inspeccion nueva

1. Haga clic en el boton [Nuevo].
» La pagina de configuracion Edicion de la configuracion de
inspeccion > Abrir (p4gina 1/2) se abrira.
2. Introduzca el nombre de la nueva configuracion de inspeccion en
el campo [Nombre].
3. Enlas paginas de configuracion siguientes puede editar la
configuracion de inspeccion.
» Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
[Configuraciones de inspeccién] > Abrir (pagina 1/2)
(pagina 162).

Duplicado de una configuracién de inspeccion
1. Seleccione una configuracion de inspeccion en la lista
[Configuraciones de inspeccion disponibles].
2. Haga clic en el botén [Duplicar].

= Se creara una copia de la configuracion de inspeccion
seleccionada.

3. Enlas paginas siguientes puede editar la configuracion de
inspeccion.

» Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
[Configuraciones de inspeccién] > Abrir (pagina 1/2)
(pagina 162).

4. Introduzca el nuevo nombre para la configuracion de inspeccion
en el campo [Nombre].

Eliminacién de una configuracion de inspeccién

Las configuraciones de inspeccion con el estado [Sistema] estan predefinidas
en el sistema y no se pueden eliminar.

SIS

La eliminacion de una configuracién de inspeccion definida por el usuario no
afecta a los resultados de las inspecciones de muestras y a los informes ya
guardados.
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1. Seleccione una configuracion de inspeccion definida por el usuario
en la lista [Configuraciones de inspeccion disponibles].

2. Haga clic en el boton [Eliminar...].
= Se eliminara la configuracion de inspeccion seleccionada.
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1212 [Configuraciones de inspeccion] > Abrir (pagina 1/2)

Y (env. convexa)

Agregar a la tabla de particulas

1SO 11218:1993

1 El campo [Nombre] contiene el nombre de la configuracion de inspeccion.
De forma predeterminada, el nombre de la configuracion de inspeccion es el
de la norma incluida en la configuracion. El campo [Descripcion] contiene una
descripcion breve de la configuracion de inspeccion seleccionada.

2 La lista [Norma] contiene todas las normas disponibles en el software.
Siempre habra una norma seleccionada.

3 Esta lista contiene los tipos de particulas definidos en la pagina de
configuracion [Tipos de particulas].

4 La lista [Mediciones de particulas disponibles] contiene todos los parametros
de medicién que pueden estar incluidos en la inspeccion de una muestra.
La lista [Visible en la tabla de particulas] contiene todos los parametros de
medicién seleccionados en la lista [Mediciones de particulas disponibles] y
afladidos a la tabla. En la tabla de particulas con los resultados de la
inspeccion solo se muestran los parédmetros de medicion disponibles en esta
lista, cada uno en una columna propia.
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Edicion de la configuracion de inspeccion > Abrir (pagina 1/2)

Ejemplo

Edicion del nombre y la descripcion

El campo [Nombre] contiene el nombre de la configuracion de
inspeccion seleccionada. Este sera el nombre de la configuracion de
inspeccion dentro del flujo de trabajo [Inspeccionar muestra]. se puede
modificar cuando se crea una configuracion de inspeccion nueva o se
duplica una existente.

El campo [Descripcion] contiene una descripcion breve de la
configuracion de inspeccion seleccionada. El campo [Descripcion] es
editable. El campo en las configuraciones de inspeccion definidas por el
usuario esta vacio y se puede introducir una descripcion.

Seleccion de un estandar

La lista [Norma] contiene todas las normas disponibles predefinidas en
el sistema o creadas por los usuarios. En la lista habra siempre una
Unica norma seleccionada. La columna [Tipo] indica si se trata de una
norma predefinida en el sistema o de una norma definida por el
usuario.

Para que sea posible saber claramente qué norma se utiliza para
analizar una muestra, las configuraciones de inspeccion predefinidas en
el sistema contienen el nombre de la norma. De manera
predeterminada, la norma seleccionada en la lista [Norma] sera la del
mismo nombre que la configuracion de inspeccion.

Al abrir la configuracion de inspeccion 1SO 16232-10 2007 (V), la norma
seleccionada en la lista [Norma] sera la ISO 16232-10 2007 (V) de forma
predeterminada.

En la pagina de configuracion [Configuraciones de inspeccion] >

[Norma] se pueden consultar y modificar los parametros de cada
norma. Encontraréa informacion adicional al respecto en el capitulo

[Configuraciones de inspeccion] > [Normas] > Abrir (pagina 178).

Si no desea analizar la muestra con la norma predeterminada, se
recomienda hacer una copia de la configuracion de inspeccion y
guardarla con otro nombre antes de modificarla.
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Seleccion del tipo de particulas

La lista [Tipos de particulas] contiene todos los € tipos de particulas
definidos en la pagina de configuracion [Tipos de particulas]. Al hacer
clic en el simbolo junto a un tipo de particulas se muestra una
definicion breve de los parametros incluidos. La columna [Tipo] indica
si se trata de un tipo de particulas predefinido en el sistema o definido
pOor un usuario.

1. Seleccione uno o mas tipos de particulas en la lista [Tipos de
particulas]. Estos seran los tipos detectados durante la inspeccion.
= Los tipos de particulas se pueden seleccionar en la lista [Tipo de

particula] de la pagina [Inspeccionar muestra] > [Revisar
muestra], y se pueden ver en la tabla de particulas.

Seleccion de los parametros de medicién

Algunas normas especifican qué parametros de medicion son
necesarios para la inspeccion de una muestra. Estos parametros se
incluyen automaticamente en la respectiva norma y se muestran en los
resultados. Es posible seleccionar parametros adicionales para que
aparezcan en las tablas de resultados.

1. Seleccione un parametro de medicion en la lista [Mediciones de
particulas disponibles].

2. Después de la seleccion, haga clic en el boton [Agregar a la tabla
de particulas].

» El parametro de medicion seleccionado se afiadira a la lista
[Visible en la tabla de particulas] y se guardara en la
configuracion de inspeccion.

3. Silo desea, seleccione mas parametros de medicion e
introduzcalos haciendo clic en el boton [Agregar a la tabla de
particulas] de la lista [Visible en la tabla de particulas].

» Enla tabla de particulas con los resultados de la inspeccion solo
se muestran los resultados de los parametros de medicion
seleccionados, cada uno en una columna propia.

Coémo abrir otras paginas de configuracion

1. Haga clic en el boton [Siguiente >].

= Se abrira la siguiente pagina de configuracion. En el capitulo
[Configuraciones de inspeccidn] > Abrir (pagina 2/2)
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12.1.4  [Configuraciones de inspeccion] > Abrir (pagina 2/2)

Configuraciones de inspeccién

Cleanliness Inspector

Nombre: DIN 51455:2015 -70 % Creado: Olympus  Ultima modificacién: 8/7/2018 10:26 AM, AdminTester

Adaquirir

Modo de inspecci6n:

Objetivo:

8 8

5x 10x

Modo de tiempo de exposicion:
Automético (%)
Valor objetivo:
7000 | %
Didmetro del 4rea de inspecci6n:
Fijo

Dimetro del 4rea de inspeccion

Detectar

Modo de umbral para particulas:

Automético (%)

Enfocar

Modo de enfoque

Mapa de enfoque

Densidad de puntos de enfoque:
7000 | % F=5 0F Densidad baja

Modo de umbral para particulas reflectantes: ¥ Permitir ed le opciones de enfoque

Manual

Limite de advertencia de puntos de enfoque:

-+

General

Particulas en el borde:
Senales actsticas:

e o Aproba

Inspeccion finalizada

n de inspeccién no correcta
Llenar aguj

¥ Medir ocupa
Limite de adverten

7.00

Tamafio minimo observable de las particulas:

3.87 ym

—

[Modo de
inspeccion]

El botdn [Particulas oscuras sobre fondo brillante] activa el modo de
inspeccion que permite detectar particulas oscuras sobre un fondo brillante.
El botdn [Particulas brillantes sobre fondo oscuro] activa el modo de
inspeccion que permite detectar particulas brillantes sobre un fondo oscuro.

1 [Objetivo]

Los botones bajo el campo de visualizacion [Objetivo] contienen los objetivos
seleccionables para la inspecciéon de la muestra.

1 [Modo de tiempo
de exposicion]

Las entradas de la lista [Tiempo de exposicion] establecen si el © tiempo de
exposicion se va a determinar de forma manual, automatica o mediante un
valor fijo.

1 [Didmetro del area
de inspeccion]

Las entradas de la lista [Diametro del area de inspeccion] determinan si el
didmetro del &rea de inspeccién se especificard previamente en la
configuracion de inspeccion o bien si se podré ajustar manualmente antes de
la inspeccion.

2 [Modo de umbral
para particulas]

Las entradas de la lista [Modo de umbral para particulas] establecen si el &
valor umbral se va a determinar de forma manual, automatica o mediante un
valor fijo.
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[Modo de umbral
para particulas
reflectantes]

Las entradas de la lista [Modo de umbral para particulas reflectantes]
establecen si el @ valor umbral para particulas reflectantes se va a
determinar de forma manual, automética o mediante un valor fijo.

[Particulas en el
borde]

El botdn seleccionado determinard como se incluirdn en los resultados las
particulas que se encuentran en el borde del area de inspeccion.

[Llenar agujeros]

Este ajuste determina como procesar los agujeros que se encuentran dentro
de una particula. Los agujeros son areas contiguas de intensidad que se
encuentran totalmente en el interior de una particula pero que no
pertenecen a la particula. La forma de procesar los agujeros afecta, por
ejemplo, al valor medido del &rea de la particula.

[Medir ocupacion
del filtro]

Este ajuste determina si se va a comprobar la € ocupacion del filtro durante
la inspeccion de la muestra. El valor porcentual del campo [Limite de
advertencia de ocupacion] establece la densidad de ocupacion maxima
permitida en el &rea de inspeccion.

[Tamafio minimo
observable de las

El tamafio minimo de las particulas que puede ser detectado por el software
depende de los componentes de hardware del sistema. Si el valor definido

particulas] por una norma para las clases de particulas es menor, se muestra un mensaje
de error.

[Modo de Las entradas de la lista [Modo de enfoque] establecen el modo que se va a

enfoque] utilizar para enfocar la muestra. Se puede seleccionar un ® mapa de

enfoque, la posicion actual en Z o bien enfoque antes de cada imagen.

[Densidad de
puntos de
enfoque]

La lista [Densidad de puntos de enfoque] solo esté activa cuando se ha
seleccionado un mapa de enfoque en la lista [Modo de enfoque].

Las entradas de la lista [Densidad de puntos de enfoque] establecen la
densidad de puntos de enfoque en el mapa de enfoque.

[Permitir edicion
de opciones de

Este ajuste establece si va a ser posible ajustar la densidad de puntos de
enfoque y el modo de enfoque en el flujo de trabajo [Inspeccionar muestral.

enfoque]

[Limite de El campo [Limite de advertencia de puntos de enfoque] solo esta activo
advertencia de cuando se ha seleccionado un mapa de enfoque en la lista [Modo de
puntos de enfoque] para enfocar la muestra.

enfoque] El porcentaje del campo [Limite de advertencia de puntos de enfoque]

establece el porcentaje méaximo permitido de puntos de enfoque
desenfocados durante la inspeccidn de la muestra. Si se sobrepasa este
porcentaje, se emite un mensaje de advertencia.

[Sefales acusticas]

Este ajuste permite determinar si se desea escuchar una sefial acustica
cuando el resultado de la inspeccién se considera [No correcto] o cuando
finaliza una inspeccion.
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12.1.5  Edicion de la configuracion de inspeccion > Abrir (pagina 2/2)

Edicion de los ajustes de adquisicidon

1.

Seleccione un modo de inspeccion para la configuracion de
inspeccion.

Utilice el modo de inspeccion [Particulas oscuras sobre fondo
brillante] si la muestra tiene particulas oscuras sobre un fondo
de filtro brillante.

Utilice el modo de inspeccién [Particulas brillantes sobre fondo
oscuro] si la muestra tiene particulas brillantes sobre un fondo
de filtro oscuro.

Haga clic en el boton del objetivo que desea utilizar para la
inspeccion de la muestra.

Seleccione [Automatico], [Manual] o [Fijo] en la lista [Modo de
tiempo de exposicion].

Si se selecciona el ajuste manual, es posible ajustar libremente el
tiempo de exposicion en el flujo de trabajo [Inspeccionar
muestra] > [Editar configuracion]. Encontrara informacion
adicional al respecto en el capitulo Tiempo de exposicion y
umbral para las particulas (pagina 42).

Si se selecciona el ajuste automatico, el sistema calcula el tiempo
de exposicion 6ptimo para obtener una imagen con una
iluminacion uniforme.

Si selecciona la entrada [Fijo], puede establecer el tiempo de
exposicion en la configuracion de inspeccion. Introduzca el
tiempo de exposicion deseado en milisegundos en el campo
correspondiente. Este valor se utilizard durante la inspeccion y
no se puede modificar en el flujo de trabajo [Inspeccionar
muestra] > [Editar configuracion].

Seleccione [Manual] o [Fijo] en la lista [Diametro del area de
inspeccion].
= | a entrada [Manual] esta seleccionada de manera

predeterminada en la lista [Diametro del area de inspeccion]. El
valor del diametro predeterminado del area de inspeccion es
42,50 mm. Durante la edicion manual se puede ajustar el
tamafo del area de inspeccion en el flujo de trabajo
[Inspeccionar muestra] de los ajustes de la inspeccion.
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» En determinadas normas se especifica el tamafio del area de
inspeccion. Si desea definir un area de inspeccion de tamafio
fijo, seleccione la entrada [Fijo]. Introduzca el diametro deseado
en el campo [Diametro del area de inspeccion].

Edicion de los ajustes de deteccion

El software ofrece varias opciones para ajustar los valores umbral.

1.

Seleccione una de las siguientes entradas en la lista [Modo de
umbral para particulas):

= [Automatico]: Cuando se selecciona el # ajuste automatico del
valor umbral, el sistema calcula el valor umbral 6ptimo.

= [Automatico %]: Si se selecciona el # ajuste automatico del
valor umbral en porcentaje, se puede introducir en la
configuracion de inspeccion un valor porcentual que se
empleara para ajustar el umbral. Este valor dependera de la
posicion del pico maximo en el histograma. El pico maximo del
histograma corresponde al fondo del filtro.
El valor introducido en este campo se utilizara en la inspeccion y
no se puede modificar en el flujo de trabajo [Inspeccionar
muestra] > [Editar configuracion].

= [Manual (%)]: Si se selecciona el & ajuste manual del valor
umbral en porcentaje, se puede introducir en la configuracion
de inspeccion un valor porcentual que se empleara para ajustar
el umbral. Este valor dependera de la posicion del pico maximo
en el histograma. El pico maximo del histograma corresponde al
fondo del filtro.
Este valor sera adoptado en el flujo de trabajo [Inspeccionar
muestra] > [Editar configuracion], aunque todavia se podra
ajustar el umbral manualmente desde este.

= [Manual]: Si se selecciona el & ajuste manual del valor umbral,

es posible ajustarlo libremente en el flujo de trabajo
[Inspeccionar muestra] > [Editar configuracion). El sistema
sugerira un umbral automatico, pero este se puede modificar
manualmente. Encontrara informacion adicional al respecto en
el capitulo Tiempo de exposicion y umbral para las particulas
(pagina 42).

= [Fijo]: Si se selecciona la entrada [Fijo], se establece un valor

umbral fijo en la configuracion de inspeccion. Este valor se
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utilizara durante la inspeccion y no se puede modificar en el flujo
de trabajo [Inspeccionar muestra] > [Editar configuracion].
2. Seleccione una de las siguientes entradas en la lista [Modo de
umbral para particulas reflectantes]:
= [Manual]: Si se selecciona el ajuste manual, es posible ajustar
libremente el valor umbral para las particulas reflectantes en el
flujo de trabajo [Inspeccionar muestra] > [Editar configuracion].
Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
Umbral para particulas reflectantes (pagina 46).

= [Fijo]: Si se selecciona la entrada [Fijo], se establece un valor
umbral fijo en la configuracion de inspeccion. Este valor se
utilizard durante la inspeccion y no se puede modificar en el flujo
de trabajo [Inspeccionar muestra] > [Editar configuracion].

3. Establezca cémo desea que se procesen las particulas que se
encuentran en el borde del area de inspeccion. Para ello, haga clic
en el boton [Excluir] o en el boton [Recortar] del campo [Particulas
en el borde].

= Sise activa el botodn [Excluir], las particulas que se encuentran en

el borde del area de inspeccion quedan excluidas del analisis.

Las particulas en el borde quedan excluidas del analisis.

= Sise activa el botdn [Recortar], las particulas que se encuentran
@’ en el borde del area de inspeccion se recortaran. El analisis solo

tendra en cuenta el area de la particula cortada que se
encuentra en el lado interior del borde. El area fuera del borde
queda excluida de la medicion.

XX

Las particulas del borde quedan cortadas. El anélisis solo tendra en cuenta el area de la particula
que se encuentra en el interior del area de inspeccion.

4. Utilice el ajuste [Llenar agujeros] para establecer como se deben
procesar los agujeros que se encuentran dentro de una particula.
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= Sise selecciona la casilla [Llenar agujeros], se detectan los
agujeros durante la deteccion de la particula.

= Sino se selecciona la casilla [Llenar agujeros], se ignoran los
agujeros durante la deteccion de la particula.

3 Loch

La figura muestra una particula con un agujero en su interior. El llenado de los agujeros de una
particula afecta al &rea medida de la particula.

5. Utilice el ajuste [Medir ocupacion del filtro] para establecer si se
debe comprobar la # ocupacion del filtro durante la inspeccion de
la muestra. El valor porcentual del campo [Limite de advertencia de
ocupacion] establece la densidad de ocupacion méaxima admisible
en el area de inspeccion.
= Sj esté seleccionada la casilla de verificacion [Medir ocupacion

del filtro] y la distribucion de particulas obtenida durante la
inspeccion de la muestra supera el valor del campo [Limite de
advertencia de ocupacion], se muestra un mensaje de
advertencia.

Ediciéon de los ajustes de enfoque

1. Seleccione un ajuste para el enfoque de la muestra en la lista

[Modo de enfoque].

= Siselecciona la entrada # [Mapa de enfoque], el sistema le
ayudara a adquirir imagenes enfocadas de la muestra completa,
incluso si su superficie es irregular.

= Sise selecciona la entrada [Enfocar cada imagen], el enfoque se
lleva a cabo antes de adquirir cada imagen de la inspeccion de
la muestra. No obstante, con esta opcion la inspeccion de la
muestra puede durar mucho tiempo.

= Siselecciona la entrada [Utilizar posicion actual en 7], se utilizara
para el enfoque la posicion en Z de la muestra en el momento
de iniciar la inspeccion. La posicion en Z no cambia durante la
adquisicion de las imagenes.
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La lista [Densidad de puntos de enfoque] solo esta activa cuando se ha
@ seleccionado un mapa de enfoque en la lista [Modo de enfoque].

2. Si utiliza un mapa de enfoque, seleccione en la lista [Densidad de
puntos de enfoque] la densidad de puntos de enfoque en el mapa
de enfoque. Seleccione la densidad de puntos de enfoque en
funcion de las caracteristicas de su muestra. Si selecciona una
densidad elevada, se realizaran desplazamientos a muchas
posiciones para la adquisicion del mapa de enfoque. El mapa de
enfoque sera més preciso, pero la adquisicion del mapa requerira
mas tiempo. Estan disponibles las siguientes entradas:
= [3 puntos]

» [Densidad baja]
= [Densidad media]
= [Densidad alta]

3. Utilice el ajuste [Permitir edicion de opciones de enfoque] para
establecer si se van a poder ajustar la densidad de puntos de
enfoque y el modo de enfoque en los ajustes de la inspeccion de la
muestra, en la pagina [Inspeccionar muestra] > [Editar
configuracion].
= Sise selecciona la casilla [Permitir edicion de opciones de

enfoque] sera posible ajustar la densidad de puntos de enfoque
y el modo de enfoque.

4. Introduzca en el campo [Limite de advertencia de puntos de
enfoque] el porcentaje maximo permitido de puntos de enfoque
desenfocados durante la inspecciéon de la muestra. Si se sobrepasa
este porcentaje, se emite un mensaje de advertencia.

Editar configuracion general

1. Utilice los ajustes de [Senales acusticas] para establecer cuando se

desea escuchar una sefial acustica.

= Sila casilla [Aprobacion de inspeccion no correcta)] esta
seleccionada, se emite una sefial acustica cuando se sobrepasa
el valor permitido de una clase de particulas y el resultado se
considera [No correcto].

= Sila casilla [Inspeccion finalizada] esta seleccionada, se emite
una sefial acustica al finalizar la adquisicion de imagenes de la
muestra.
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12.2 [Configuraciones de inspeccion] > [Normas]

dificacion v Tipo v Activo V n Abrir

>

Nueva

Duplicar

Importar

Exportar

H S S S S S S S S S N N NN NN N Rpm

|

1 La lista [Normas disponibles] contiene todas las normas disponibles en el
software y la fecha de la Ultima modificacién. En la columna [Tipo] se indica si
la norma estaba predefinida en el sistema o si ha sido creada por el usuario.
En la columna [Activo] se pueden activar y desactivar las normas. Si la casilla
junto a la norma esta deseleccionada, esta norma ya no se podra seleccionar
para analizar posteriormente la particula o para generar un informe después
de inspeccionar una muestra. Sin embargo, las normas siguen disponibles
para ser seleccionadas en las configuraciones de inspeccion.

2 Este campo de visualizacién contiene una descripcion de la norma
seleccionada en la lista [Normas disponibles].

3 Las & configuraciones de inspeccion estan compuestas por los parametros
de una norma y otros parémetros de las siguientes paginas de configuracion:
[Configuraciones de inspeccion], [Normas], [Familias de particulas] y [Tipos de
particulas]. Al hacer clic en los botones de la barra de navegacién se abre la
pagina de configuracion correspondiente. Los botones se marcan en azul
para indicar la pagina de configuracion actual.
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Al hacer clic en el boton [Abrir] se abre la pagina de configuracion de la
norma seleccionada.

Al hacer clic en el botén [Nuevo] se abre la pagina de configuracion para la
creacion de una norma nueva.

Al hacer clic en el botén [Duplicar] se crea una copia de la norma
seleccionada y se abre la pagina de configuracion.

Al hacer clic en el botdn [Eliminar] se elimina la norma seleccionada. Las
normas con el estado [Sistema] estan predefinidas en el sistema y no se
pueden eliminar.

Al hacer clic en el botén [Importar] se abre el explorador de MS Windows
para importar una norma.

Al hacer clic en el botodn [Exportar] se abre el explorador de MS Windows
para exportar una norma.

12.21  Edicion de |

as normas

Las reglas para la caracterizacion de las particulas durante el analisis del
nivel de limpieza son determinadas por normas industriales de forma
vinculante. El software OLYMPUS Cleanliness Inspector es compatible
con varias de estas normas. las cuales estan incluidas en el volumen de
suministro del software. Los parametros de una norma se definen en
una < configuracion de inspeccion, junto con otros parametros.

Es posible hacer copias de las normas existentes y modificarlas o definir
estandares propios. Ademas, se pueden importar y exportar normas
para intercambiarlas con otros usuarios de CIX ASW o almacenarlas
para el control de calidad.

Los cambios en una norma afectan a todas las inspecciones subsiguientes. Los
resultados de las inspecciones realizadas no cambian.

SIS

Las normas con el estado [Sistema] estan predefinidas en el sistema, no
pueden eliminarse y solo pueden maodificarse de forma limitada.

Si desea editar una norma predefinida en el sistema, seleccione la norma y
dbrala mediante el botén [Duplicar]. Se creara una copia de la norma que
podré editarse y guardarse con otro nombre.

Como abrir y editar normas

1. Seleccione una norma en la lista [Normas disponibles].

= Laflechajunto al encabezado de la columna permite ordenar las
entradas. También es posible filtrar las entradas de la lista que
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contienen un término determinado. Para ello, introduzca el
término en el campo [Filtrar por].

» A la derecha de la lista [Normas disponibles] se muestran
algunos parametros de la norma seleccionada y una breve
descripcion de esta.

2. Haga clic en el botoén [Abrir].
= Se abrira la pagina de configuracion de la norma.
= Encontrara informacion adicional en el capitulo [Configuraciones

de inspeccion] > [Normas] > Abrir (pagina 178).

Creacién de una norma nueva

1. Haga clic en el boton [Nuevo].

2. Se abrira la pagina de configuracion de la norma para que pueda
editarla.

3. Introduzca el nombre de la nueva norma en el campo [Nombre].
= Encontrara informacion adicional en el capitulo [Configuraciones

de inspeccion] > [Normas] > Abrir (pagina 178).

Duplicado de una norma
1. Seleccione una norma en la lista [Normas disponibles].
2. Haga clic en el botén [Duplicar].
= Se creara una copia de la norma seleccionada.

= Se abrira la pagina de configuracion para que pueda editar la
norma.

» Introduzca el nuevo nombre para la norma en el campo
[Nombre].

» Encontrara informacion adicional en el capitulo [Configuraciones

de inspeccion] > [Normas] > Abrir (pagina 178).

Eliminacion de una norma

Las normas con el estado [Sistema] estan predefinidas en el sistema y no
@ pueden eliminarse ni sobrescribirse.
La eliminacion de una norma no afecta a los resultados de las inspecciones de
muestras ni a los informes ya guardados.

1. Seleccione una norma en la lista [Normas disponibles].
2. Haga clic en el boton [Eliminar].
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= Se eliminara la norma seleccionada.

Importar una norma

1. Haga clic en el boton [Importar].
= Se abrira el explorador de MS Windows.

2. Busque la norma que desea importar en el explorador de
MS Windows.

3. Seleccione la normay haga clic en el boton [Abrir].
4. Introduzca un nombre para la norma en el campo del mensaje.

= Si el nombre ya esta siendo utilizado, puede sobrescribir la
norma existente o guardar la norma con otro nombre.

5. Para confirmar, seleccione [Aceptar].

» La norma importada estara disponible para su seleccion en la
lista [Normas disponibles].

Exportar una norma

1. Seleccione una norma en la lista [Normas disponibles].
2. Haga clic en el botén [Exportar].
= Se abrira el explorador de MS Windows.

3. Busque el directorio en el que desea guardar la norma en el
explorador de MS Windows.

4. Haga clic en el boton [Guardar].

= Una copia de la norma se guardara en el directorio
seleccionado.

* La norma sigue estando disponible para su seleccion en el
software, en la lista [Normas disponibles].
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12.2.2  [Configuraciones de inspeccion] > [Normas] > Abrir

Nombre: Nueva norma Creado: 8/7/2018 11:37 AM, Admi Ultima mdpiificacion: -

Descripcion: Clasificacion de particulas: Clasificacién de la contam

reret max. [um) [AeE =4 | Para todas las clases de particulas

Color  Nombre [Minimo @ 1Miimo Maximo] @ Clase de contaminacién

5.00 - 0.00

15.00 &X 0 1.00

Recuento acumulado
25.00 50.00 200

¥ Cédigo de resultado:
1SO 16232 50.00 100.00 2 4.00

¥ Recuento extrapolado — I 000
150.00 200.00 3 16.00
Volumen mojado
200.00 400.00 32.00
400.00 [ E) (X
600.00 1000.00 6 130.00

0 de aprobacién

1000.00 El 250.00

Clase de contaminacion
250 500.00

500 1000.00

1000 2000.00

Las areas y las opciones disponibles en esta pagina dependen de la norma seleccionada.

1 El campo [Nombre] contiene el nombre de la norma.
El campo [Descripcion] contiene una descripcion breve de la norma. El
campo en las normas definidas por el usuario esta vacio y se puede editar.

2 [Recuento acumu- Algunas normas utilizan un € recuento acumulado para clasificar las
lado] particulas. En el caso del recuento acumulado, solo se establecen limites
inferiores para las clases de particulas, de forma que una particula puede
pertenecer a varias clases de particulas.
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2 [Codigo de resul-

tado]

La casilla [Codigo de resultado] aparece seleccionada cuando la norma
especifica la caracterizacion adicional de los resultados con un # cddigo de
resultado, un @ valor de sedimentacion o un < indice de limpieza de las
superficies. El cddigo de resultado esta formado por claves caracteristicas
obtenidas, por ejemplo, mediante una combinacion de las clases de tamafio
de las particulas y las correspondientes © clases de contaminacion. Si esta
seleccionada la entrada [Valor de sedimentacion], en los resultados se
mostrara el valor de sedimentacion en lugar de un cddigo de resultado. Si
esta seleccionada la entrada [Indice de limpieza de las superficies], en los
resultados se mostrara el indice de limpieza de las superficies en lugar de un
codigo de resultado.

2

[Recuento extra-
polado]

Si el &rea de inspeccién de la muestra es mas pequefia que el area de flujo
delfiltro, es posible calcular el resultado para el area de flujo del filtro
mediante la funciéon [Recuento extrapolado].

2

[Recuento
normalizado]

El resultado de una anélisis del nivel de limpieza es el nimero de particulas
por clase. La normalizacion calcula este valor a partir de otros. Por ejemplo,
se calculan las particulas en un &rea determinada o en el volumen de liquido
utilizado para la preparacion del filtro. La lista [Recuento normalizado]
contiene los valores que permiten calcular el nimero de particulas. No todas
las normas para anélisis del nivel de limpieza especifican una normalizacion.
Por ello, las entradas de la lista dependen de la norma seleccionada. Las
entradas de la lista [Recuento normalizado] dependen también del cédigo de
resultado.

2

[Clase de
contaminacion]

La casilla # [Clase de contaminacion] esta activa y seleccionada cuando la
norma especifica una clasificacion en funcion de la contaminacion. En este
caso, las particulas de una clase de particulas se clasifican también en clases
de contaminacion. Ademés, la norma especifica si la clase de contaminacion
se basa en el niUmero de particulas, el recuento normalizado o el recuento
extrapolado.

Si se ha especificado una clasificacion en funcién de la contaminacion, la
interfaz de usuario incluira la tabla [Clasificacion de la contaminacion.
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2 [Valor maximo de
aprobacion]

Para que el resultado de una inspeccion sea calificado como "Correcto”, es
necesario que no se supere un determinado valor de medicién o un codigo
caracteristico en la clase de particulas correspondiente.

Si esta seleccionada la casilla [Valor maximo de aprobacion], se podré editar
la columna [Valor maximo de aprobacion] de la tabla [Clasificacion de
particulas].

Debajo de la casilla [Valor maximo de aprobacion] se muestran hasta cuatro
opciones disponibles. Estas entradas determinan si el valor maximo permitido
se basa en un valor de medicion o en un cédigo caracteristico. Las entradas
incluidas en la lista dependen de la norma o de las opciones seleccionadas
anteriormente.

Si se selecciona la entrada [Recuento extrapolado], [Recuento normalizado] o
[Recuento absoluto], el valor maximo admisible se referira al nimero de
particulas.

Si se selecciona la entrada [Clase de contaminacion], el valor maximo
admisible se referird al cddigo de la clase de contaminacion.

3 [Clasificacion de
particulas]

En la tabla & [Clasificacion de particulas] se muestran las particulas
clasificadas por su tamafio. Cuando se inspecciona una muestra, se asigna
cada particula a una clase y se calcula el nimero de particulas por clase. La
clasificacion se basa en los parametros especificados en la norma
seleccionada y definidos en el software.

" EB

Al hacer clic en el botén [Seleccionar medicion de clasificacion de particulas]
se abre una lista con todos los pardmetros de medicion disponibles para
clasificar las particulas. Estara seleccionado el parémetro de medicion
especificado por la norma.

4 [Clasificacion de la
contaminacion]

La tabla [Clasificacion de la contaminacion] se muestra si la norma especifica
una ¥ clasificacion en funcion del nivel de contaminacion. En este caso, la
casilla [Clase de contaminacion] estara activa y seleccionada.

En primer lugar, se clasifican las particulas en clases de tamafio en la tabla
[Clasificacion de particulas], por ejemplo, en la clase de tamafio A. Después,
se cuentan las particulas en esta clase de tamafio. Estas particulas se vuelven
a clasificar en funcién de su nimero en la tabla [Clasificacion de la
contaminacion] y se les asigna un codigo caracteristico.

La clasificacion segun la contaminacion se puede realizar para todas las clases
de particulas o para cada clase de particulas.
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12.2.3 Edicion de las normas > Abrir

[Recuento
acumulado]

[Codigo de
resultado]

[Recuento
extrapolado]

[Recuento
normalizado]

En esta pagina se muestran algunos parametros definidos por la norma
seleccionada o por el software. Por lo general, estos parametros no se
deben modificar.

Nombre y descripcion

El campo [Nombre] contiene el nombre de la norma seleccionada. El
campo [Nombre] es editable.

El campo [Descripcion] contiene una descripcion breve de la norma
seleccionada. El campo [Descripcion] es editable. El campo en las
normas definidas por el usuario esta vacio y se puede introducir una
descripcion.

Otros ajustes

Si esta seleccionada la casilla de verificacion @ [Recuento acumulado],
en la tabla [Clasificacion de particulas] se mostraran las clases de
particulas de forma acumulada.

Sila casilla [Codigo de resultado] esta marcada, los resultados de la
inspeccion se proporcionan mediante un cédigo de resultado. La lista
[Codigo de resultado] contiene distintas normas que especifican que
los resultados se proporcionan mediante un codigo de resultado.

En lugar de un codigo de resultado, también se puede proporcionar el
< valor de sedimentacion o el @ indice de limpieza de las superficies.
Si se inspecciona la muestra con una norma que incluye el término
[Valor de sedimentacion], entonces la entrada [Valor de sedimentacion]
estara predefinida autométicamente en la lista [Codigo de resultado].
En lugar de un codigo de resultado, los resultados de la inspeccion de
la muestra incluyen el valor de sedimentacion. Si la norma seleccionada
actualmente especifica el indice de limpieza de las superficies como
resultado, la entrada [Indice de limpieza de las superficies] estara
predefinida automaticamente.

Si el area de inspeccion de la muestra es mas pequefa que el area de
flujo del filtro, sigue siendo posible calcular el resultado de la
inspeccion. Para ello, seleccione la casilla [Recuento extrapolado].

Si esta seleccionada la casilla [Recuento normalizado], el resultado de la
inspeccion se calcula a partir de otro valor. La lista [Recuento

181  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5



12 [Configuraciones de inspeccidon]
[Configuraciones de inspeccion] > [Normas]

[Clase de
contaminacion]

[Valor maximo de
aprobacion]

[Color]

[Nombre]

[Minimo] y
[Maximo]

[Valor maximo de
aprobacion]

normalizado] contiene los valores que permiten calcular el nimero de
particulas.

Una & clase de contaminacion se puede basar en los siguientes
recuentos:

* Recuento de particulas absoluto
* Recuento de particulas extrapolado
* Recuento de particulas normalizado

Si esta seleccionada la casilla [Valor maximo de aprobacion], se podra
editar la columna [Valor maximo de aprobacion] de la tabla
[Clasificacion de particulas]. Defina un valor maximo admisible que no
se debe sobrepasar o utilice los valores predeterminados. La entrada
seleccionada en la lista bajo la casilla [Valor maximo de aprobacion]
establece a qué valor hace referencia el valor maximo admisible.

Tabla [Clasificacion de particulas]

Al hacer clic en el botdn [Seleccionar medicion de clasificacion de
particulas] se abre una lista con todos los parametros de medicion
disponibles para clasificar las particulas. Estara seleccionado el
parametro de medicion especificado por la norma. Acompafiando a
cada parametro de medicion se muestra una imagen y una breve

descripcion. En la pagina de configuracion Edicion de la configuracion
de inspeccion > Abrir (pagina 1/2) se pueden seleccionar otros
parametros de medicion para afiadirlos a las tablas de resultados.

Cada clase de particulas se representa con un color distinto. Para
cambiar el color de una clase de particulas, haga clic en el boton
correspondiente de la columna [Color] y seleccione el color deseado en
la lista.

La columna [Nombre] contiene el nombre de la clase de particulas.

En las columnas [Minimo] y [Maximo] se muestra el valor minimoy el
valor maximo de cada clase de particulas. Haciendo clic en los botones
[-]y [+] se puede reducir o aumentar la clase de particulas. Al hacer clic
en el simbolo de informacion se muestra un breve mensaje indicando
qué valor se ha incluido o excluido.

Si esta seleccionada la casilla [Valor maximo de aprobacion], se podra
editar la columna [Valor maximo de aprobacion] de la tabla.
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Al hacer clic en el botén [Nueva clase de particulas] se afiade una fila a
la tabla [Clasificacion de particulas].

Al hacer clic en el boton [Eliminar clase de particulas] se elimina la fila
seleccionada.

Tabla [Clasificacion de la contaminacién]

La tabla [Clasificacion de la contaminacion] se muestra si la norma
especifica una clasificacion en funcion del nivel de contaminaciéon. En
este caso, la casilla [Clase de contaminacion] estara activa y
seleccionada.

La clasificacion segun la contaminacion se puede realizar para todas las
clases de particulas o para cada clase de particulas.

Si desea que la tabla [Clasificacion de la contaminacion] sea valida para
todas las clases de particulas, haga clic en la flecha junto al botén y
seleccione la entrada [Para todas las clases de particulas].

Si desea realizar una clasificacion segun la contaminacion para cada
clase de particulas por separado, haga clic en la flecha junto al boton y
seleccione la entrada [Por clase de particulas]. Solo se puede definir
una tabla de [Clasificacion de la contaminacion] para cada clase de
particulas de la tabla [Clasificacion de particulas].

En las columnas [Minimo] y [Maximo ] se define el nimero minimo 'y
maximo de particulas en cada clase de contaminacion. Haciendo clic en
los botones [-] y [+] se puede reducir o aumentar el rango de tamafios
de una clase de particulas. Al hacer clic en el simbolo de informacion se
muestra un breve mensaje indicando qué valor se ha incluido o
excluido.

En la columna [Clase de contaminacion] se muestra la = clase de
contaminacion. Para cambiar el codigo de una clase de contaminacion,
haga clic en el botén correspondiente de la columna [Clase de
contaminacion] y seleccione el codigo deseado en la lista.

Al hacer clic en el botédn [Nueva clase de contaminacion] se afiade una
fila a la tabla [Clasificacion de la contaminacion].

Al hacer clic en el botdn [Eliminar clase de contaminacion] se elimina la
fila seleccionada.
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12.3 [Configuraciones de inspeccion] > [Familias de particulas]

Configuracion:

A Ultima modificacién v Tipo v > 100.00 pm Abrir

Sistema 5 [0.00 pm - 50.00 pm[ Nuevo
Reflectante - Sistema > 20.00

Duplicar

1 La lista [Familias de particulas disponibles] contiene todas las familias de
particulas definidas y la fecha de la Ultima maodificacion. En la columna [Tipo]
se indica si la familia de particulas esté predefinida en el sistema o si ha sido
creada por el usuario.

2 Este campo contiene los pardmetros de medicion y las correspondientes
definiciones de la familia de particulas seleccionada actualmente.

3 Al hacer clic en el boton [Abrir], se abre la pagina de configuracion de la
familia de particulas seleccionada.
Al hacer clic en el botdn [Nuevo], se abre la pagina de configuracion para la
creacion de una familia de particulas nueva.
Al hacer clic en el botén [Duplicar], se crea una copia de la familia de
particulas seleccionada y se abre la pagina de configuracion.
Al hacer clic en el botén [Eliminar] se elimina la familia de particulas
seleccionada. Las familias de particulas del tipo [Sistema] estan predefinidas
en el sistema y no se pueden eliminar.
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12.3.1  Edicion de las familias de particulas

@

Los cambios en una familia de particulas afectan a todos los tipos de particulas
y, con ello, también a las configuraciones de inspeccion en las que se utilizan
estos tipos de particulas.

En la pagina [Configuraciones de inspeccion] > [Familias de particulas]
se muestra una lista de todas las # familias de particulas predefinidas.
Las particulas se clasifican por su tamafio y por las propiedades de sus
materiales. Una familia de particulas define una propiedad fisica
determinada de una particula.

Una familia de particulas se define por uno o varios parametros de
medicion. Por ejemplo, una fibra se define por los parametros de
medicion [Longitud de la fibra], [Diametro del circulo interior max.],
[Fibrosidad] y [Compacidad]. Una particula reflectante se define por el
parametro de medicion [Reflectancial.

Los @ tipos de particulas se basan en las familias de particulas. En el
capitulo [Configuraciones de inspeccion] > [Tipos de particulas] (pagina
192) encontrara informacion adicional acerca de los tipos de particulas.

En el sistema se incluyen predefinidas las familias de particulas y los
tipos de particulas mas importantes. Si necesita requisitos especiales,
en estas paginas de configuracion puede definir familias de particulas
propias e integrarlas en un tipo de particulas.

Abrir una familia de particulas

Las familias de particulas del tipo [Sistema] estan predefinidas en el sistema, no
se pueden eliminar y solo se pueden modificar de forma limitada.

Si desea modificar una familia de particulas predefinida en el sistema, cree una
copia de esta familia. Encontrara informacion adicional al respecto en la
seccion Duplicar familias de particulas (pagina 187).

1. Seleccione una familia de particulas en la lista [Familias de
particulas disponibles].
= En el campo de la derecha se muestran los parametros de
medicion y las correspondientes definiciones de la familia de
particulas seleccionada actualmente.
2. Haga clic en el boton [Abrir] para abrir la pagina de configuracion
para la familia de particulas. Encontrara informacion adicional en el
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capitulo [Configuraciones de inspeccion] > [Familias de particulas]

> Abrir (pagina 188).

Creacion de una familia de particulas nueva

1.

Haga clic en el boton [Nuevo].

» La pagina de configuracion [Configuraciones de inspeccion] >
[Familias de particulas] > Abrir se abrira.

. Introduzca el nombre de la nueva familia de particulas en el campo

[Nombre].

. La tabla ya contiene un parametro de medicion. Estos parametros

se pueden modificar.

. Haga clic en el boton [Seleccionar medicion] para modificar los

parametros de medicion existentes.
= Se abrira la lista [Mediciones disponibles].

. Seleccione los parametros de medicion deseados en la lista

[Mediciones disponibles].

= Al marcar un parametro de medicion, aparece una breve
descripcion del parametro seleccionado debajo de la lista.

Confirme la opcion seleccionada con [Aceptar].

Defina el intervalo de medicion para el parametro y establezca un
valor limite superior y otro inferior. Haga clic en el campo [Minimo]
para introducir el valor inferior del intervalo de mediciéon. Una vez
introducido un valor, puede utilizar los botones [-] y [+] para
ajustar el intervalo de medicion.

Haga clic en el campo [Maximo] para introducir el valor superior
del intervalo de medicion.

Haga clic en el botén [Nuevo rango de medicion] si desea definir la
familia de particulas mediante parametros de medicion
adicionales.

. Haga clic en el boton [Seleccionar medicion] para modificar los

parametros de medicion nuevos.

. Defina un intervalo de medicion para todos los parametros de

medicion afiadidos y establezca un valor limite superior y otro
inferior.

. Haga clic en el boton [Cerrar] situado en la parte superior derecha

de la pagina de configuracion para cerrar la creacion de familias de
particulas.
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Duplicar familias de particulas

1.

Seleccione una familia de particulas en la lista [Familias de
particulas disponibles].

. Haga clic en el boton [Duplicar].

» Se creara una copia de la familia de particulas seleccionada.
» La pagina de configuracion [Configuraciones de inspeccion] >
[Familias de particulas] > Abrir se abrira.

. Modifique el nombre de la familia de particulas en el campo

[Nombre].

Si es necesario, afiada otros parametros de medicion o modifique
el intervalo de medicion actual. Encontrara informacion adicional al
respecto en la seccion Creacion de una familia de particulas nueva
(pagina 186).

Eliminar familias de particulas

Las familias de particulas del tipo [Sistema] estan predefinidas en el sistema y
no se pueden eliminar.

Si desea eliminar una familia de particulas que esta siendo utilizada ya por un
tipo de particulas, es necesario borrar previamente la familia de particulas del
correspondiente tipo de particulas. Para ello, abra la pagina de configuracion
[Configuraciones de inspeccion] > [Tipos de particulas] > [Abrir] y borre de la
lista la familia de particulas correspondiente.

1. Seleccione la familia de particulas que desea eliminar en la lista

[Familias de particulas disponibles].

2. Haga clic en el botén [Eliminar].
3. Se eliminara la familia de particulas seleccionada.
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124 [Configuraciones de inspeccion] > [Familias de particulas] > Abrir

C[X

Nombre:  Nueva familia de particula:

Rangos de medicién que definen esta familia de particufs

Medicién

1 [Medicién] La columna [Medicion] contiene los nombres de los parametros de medicion
que definen una familia de particulas.
1 [Minimo] y En la columna [Minimo] se define el valor minimo de una propiedad de las
[Maximo] particulas para que una particula se incluya en esta familia de particulas.

En la columna [Maximo] se define el valor maximo de una propiedad de las
particulas. A partir de este valor maximo la particula se excluye de esta familia
de particulas.

Haciendo clic en los botones [-] y [+] se puede reducir o aumentar el
intervalo de medicion. Al hacer clic en el simbolo de informacion se muestra
un breve mensaje indicando qué valor se ha incluido o excluido.

1 [Unidad] En la columna [Unidad] se indica la unidad de los valores méaximo y minimo
para la particula.

Estos botones (2) solo estan disponibles cuando esté abierta una familia de particulas definida por el
usuario.

2 El botdn [Seleccionar medicion] abre una lista de todos los parametros de
E medicion disponibles.
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2 El' boton [Nuevo rango de medicion] afiade un parametro de medicion nuevo
E a la familia de particulas.

P —— El boton [Eliminar rango de medicion] elimina el parametro de medicion
seleccionado.

3 Esta parte contiene una descripcion breve del pardmetro de medicién

seleccionado.

12.41  Editar familias de particulas > Abrir

Creacion de una familia de particulas nueva

Ejemplo  Durante la inspeccion de la muestra solo se desean detectar fibras con
una longitud méaxima de 70 um.

Condiciones  »

Haga clic en el boton [Nuevo] en la pagina [Configuraciones de
inspeccion] > [Familias de particulas] y cree una familia de
particulas definida por el usuario para poder editarla.

. Introduzca un nombre significativo para la familia de particulas en

el campo [Nombre], por ejemplo "Fibra (max. 70 micrometros)".

. Enla tabla debe haber definido al menos un parametro de

medicion. Seleccione un parametro de medicion.

. Haga clic en el boton [Seleccionar medicion] para modificar los

parametros de medicion existentes.
= Se abrira la lista [Mediciones disponibles].

Seleccione el parametro de medicion [Longitud de la fibra] en la
lista [Mediciones disponibles].

= Al marcar un parametro de medicion, aparece una breve
descripcion del parametro seleccionado debajo de la lista.

Haga clic en el boton [Aceptar].

. Defina el intervalo de medicion para el parametro de medicion.

Dado que se desean detectar las particulas con un tamafio maximo
de 70 pm es suficiente con establecer un limite superior.

Haga clic en el campo [Maximo] e introduzca el valor 70.

. Haga clic en el botén [Nuevo rango de medicion] para afiadir otro

parametro de medicion.

. Seleccione el parametro de medicién nuevo.
. Haga clic en el boton [Seleccionar medicion].
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[Configuraciones de inspeccion] > [Familias de particulas] > Abrir

11

12.
13.
14.

15.

16.
7.
18.

19.
20.
2.

22.
23.
24.

25.
20.

27.

. Seleccione el parametro de medicion [Diametro del circulo interior
max.] en la lista [Mediciones disponibles].

Haga clic en el boton [Aceptar].
Defina el intervalo de medicion para el parametro de medicion.

Haga clic en el campo [Maximo] e introduzca, por ejemplo, el
valor 50.

Haga clic en el botdn [Nuevo rango de medicion] para afiadir otro
parametro de medicion.

Seleccione el parametro de medicion nuevo.

Haga clic en el boton [Seleccionar medicion].

Seleccione el parametro de medicion [Fibrosidad] en la lista

[Mediciones disponibles].

Haga clic en el boton [Aceptar].

Haga clic en el campo [Minimo] e introduzca el valor 20.

Haga clic en el botdn [Nuevo rango de medicion] para afiadir otro

parametro de medicion.

Seleccione el parametro de medicion nuevo.

Haga clic en el boton [Seleccionar medicion].

Seleccione el parametro de medicion [Compacidad] en la lista

[Mediciones disponibles].

Haga clic en el boton [Aceptar].

Cuando agrega el parametro de medicion [Compacidad], el

simbolo de infinito [oo] esta preajustado en los campos [Minimo] y

[Maximo]. Esto significa que este parametro de medicion no se

aplica todavia. El ajuste recomendado para fibras es de 0 a un

maximo de 0,3. Entre los valores requeridos en los campos

[Minimo] y [Maximo]. Con esto se aplicara este parametro de

medicion.

Haga clic en el boton [Cerrar] situado en la parte superior derecha

de la pagina de configuracion.

= A partir de ahora la familia de particulas estara disponible en la
lista [Familias de particulas disponibles].

Las propiedades de las particulas que se desean tener en cuenta en la
inspeccion de una muestra se han definido en una familia de particulas.

Pa

ra poder utilizar estas propiedades para la clasificacion durante la

inspeccion, esta familia de particulas debe estar integrada en un tipo de
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particulas. Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
[Configuraciones de inspeccion] > [Tipos de particulas] (pagina 192).
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12.5 [Configuraciones de inspeccion] > [Tipos de particulas]

ex  OLYMPUS Clegnliness Inspector contauncenest

Tipos de particulas disponibles:

Nombre A Ultima modificacién v Tipo v Abrir

Fibra normal - Sistema
Nuevo

Fibra reflectante - Sistema
Particula normal Duplicar

Particula reflectante

1 La lista [Tipos de particulas disponibles] contiene todos los € tipos de
particulas definidos vy la fecha de la Ultima modificacion. En la columna [Tipo]
se indica si el tipo de particulas esta predefinido en el sistema o si ha sido
creado por el usuario.

2 Este campo contiene las definiciones de las familias de particulas que forman
el tipo de particulas seleccionado.

3 Al hacer clic en el botdn [Abrir] se abre la pagina de configuracion del tipo de
particulas seleccionado.
Al hacer clic en el botdn [Nuevo] se abre la pagina de configuracion para la
creacion de un tipo de particulas nuevo.
Al hacer clic en el botdn [Duplicar] se crea una copia del tipo de particulas
seleccionado y se abre la pagina de configuracion.
Al hacer clic en el botodn [Eliminar] se elimina el tipo de particulas
seleccionado. Los tipos de particulas con el estado [Sistema] estan
predefinidas en el sistema y no se pueden eliminar.
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12 [Configuraciones de inspeccidon]
[Configuraciones de inspeccion] > [Tipos de particulas]

Edicion de los tipos de particulas

|
S|P

En esta pagina de configuracion se muestra una lista de todos los &
tipos de particulas predefinidos.

Los tipos de particulas estan formados como minimo por una familia
de particulas o una combinacion de varias & familias de particulas. El
estado [S1] significa que las particulas detectadas deben tener las
propiedades definidas en esta familia de particulas. El estado [No]
significa que las particulas detectadas no deben tener las propiedades
definidas en esta familia de particulas.

Por ejemplo, el tipo de particulas [Fibra normal] esta definido por las
siguientes familias de particulas.

* [Fibra]: [S1]
* [Reflectante]: No]j

Segun esta definicion, una particula del tipo [Fibra normal] no posee
propiedades reflectantes. Estas propiedades se excluyen utilizando la
familia de particulas [Reflectante] y el estado [No].

Las particulas del tipo [Fibra normal] poseen la propiedad [Fibra]. Esta
propiedad se incluye utilizando la familia de particulas [Fibra] y el
estado [No].

Si en este ejemplo no se definiera la familia de particulas [Reflectante]
el resultado incluirfa todas las fibras reflectantes y no reflectantes.

En la pagina [Configuraciones de inspeccion] > [Familias de particulas]
se define la familia de particulas [Fibra] por medio de los parametros de
medicion [Fibrosidad], [Diametro del circulo interior max], [Longitud de
la fibra] y [Compacidad]. Si las mediciones realizadas durante la
inspeccion estan dentro de los intervalos de medicion establecidos y se
cumplen las condiciones de ambas familias de particulas ([Reflectante:
No] y [Fibra: Si]), la particula se clasificara dentro del tipo de particulas
[Fibra].

En una configuraciéon de inspeccion se pueden especificar los tipos de
particulas que se desean incluir en los resultados de la inspeccion de la
muestra. Encontraré informacion adicional al respecto en el capitulo
[Configuraciones de inspeccion] > Abrir (pagina 1/2) (pagina 162).
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Abrir tipo de particulas

@

Los tipos de particulas con el estado [Sistemna] estan predefinidos en el
sistema, no se pueden eliminar y tampoco se pueden modificar.

Si desea modificar un tipo de particulas predefinido en el sistema, cree una
copia. Encontraréa informacion adicional al respecto en la seccion Duplicar un
tipo de particulas (pagina 195).

1.

Seleccione un tipo de particulas en la lista [Tipos de particulas

disponibles].

* En el campo de la derecha se muestran las familias de particulas
que definen este tipo de particulas.

Haga clic en el boton [Abrir] para abrir la pagina de configuracion

de tipos de particulas. Encontrara informacion adicional en el

capitulo [Configuraciones de inspeccion] > [Tipos de particulas] >

Abrir (pagina 196).

Crear nuevo tipo de particulas

1.

Haga clic en el boton [Nuevo].

= Se abrira la pagina de configuracion [Configuraciones de
inspeccion] > [Tipos de particulas] > Abrir.

. Introduzca un nombre para el nuevo tipo de particulas en el

campo [Nombre].

. La tabla ya contiene una familia de particulas. Esta familia de

particulas se puede modificar.

. Haga clic en la pequefia flecha a la derecha de la familia de

particulas seleccionada actualmente para abrir una lista de todas
las familias de particulas disponibles.

. Seleccione una familia de particulas de la lista cuyas propiedades

desea que posea 0 que no posea la particula.

= Seleccione la opcion [S1] en la columna si desea que se cumpla la
propiedad.

= Seleccione la opcion [No] en la columna si desea que no se
cumpla la propiedad.
Por ejemplo, si desea que las particulas reflectantes queden
excluidas del tipo de particulas, seleccione la familia de particulas
[Reflectante]. Si a continuacion selecciona la opcion [No] en la
columna, las propiedades reflectantes se excluiran de este tipo
de particulas.
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6. Haga clic en el boton [Cerrar] situado en la parte superior derecha
de la pagina de configuracion para cerrar la creacion de tipos de
particulas.

» El nuevo tipo de particulas aparecera en la tabla [Tipos de
particulas disponibles] con el estado [Usuario].

Duplicar un tipo de particulas

1. Seleccione un tipo de particulas en la lista [Tipos de particulas
disponibles].

2. Haga clic en el botén [Duplicar].
= Se crea una copia del tipo de particulas seleccionado.

3. Se abriré la pagina de configuracion [Configuraciones de
inspeccion] > [Tipos de particulas] > Abrir.

4. Modifique el nombre del tipo de particulas en el campo [Nombre].

5. Aflada mas familias de particulas si es necesario. Encontrara
informacion adicional al respecto en la seccion Crear nuevo tipo de
particulas (pagina 194).

Eliminar un tipo de particulas

@

Los tipos de particulas con el estado [Sistema] estan predefinidas en el sistema
y no se pueden eliminar.

1. Seleccione el tipo de particulas que desea eliminar en la lista [Tipos
de particulas disponibles].

2. Haga clic en el botén [Eliminar].

= Eltipo de particulas seleccionado se elimina y ya no estara
disponible para la inspeccion de muestras.
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12.6 [Configuraciones de inspeccion] > [Tipos de particulas] > Abrir

cx OLYMPUS Cleanlinejjs Inspector I
Nombre: | Nuevo tipo de particula

Ajustes de familia de particulas que definen este tipo de]

Familia de particulas

> 100.00 ym
[0.00 pm - 50.00 um{

Fibrosidad: >20.00

1 Esta columna contiene las familias de particulas que definen este tipo de
particulas.
1 Las opciones en las columnas [Si] y [No] establecen si las propiedades de esta

familia de particulas deben cumplirse o excluirse.

Estos botones (2) solo estan disponibles cuando esté abierto un tipo de particulas definido por el
usuario.

2 El botdon [Nueva configuracion de familia de particulas] afiade una linea con
una nueva familia de particulas.
P —— El botdn [Eliminar configuracion de familia de particulas] elimina la familia de
particulas seleccionada.
3 En esta parte se muestran los parametros y valores de medicion definidos en

la familia de particulas seleccionada.
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12.6.1  Editar tipos de particulas > Abrir

Ejemplo

Condiciones

Crear nuevo tipo de particulas

Durante la inspeccion de la muestra solo se deben detectar fibras con
una longitud maxima de 70 um.

>

Se ha definido una familia de particulas en la pagina de
configuracion [Configuraciones de inspeccion] > [Familias de
particulas] con las propiedades para fibras y una longitud maxima
de la fibra de 70 um. Encontrara un ejemplo al respecto en la
seccion Creacion de una familia de particulas nueva (pagina 189).
Haga clic en el boton [Nuevo] de la pagina [Configuraciones de
inspeccion] > [Tipos de particulas] para crear un tipo de particulas
definido por el usuario.

. Introduzca un nombre significativo para el tipo de particulas en el

campo [Nombre], por ejemplo "Fibra normal

(max. 5 micrémetros)".

» En la tabla hay predefinida al menos una familia de particulas
que se puede modificar.

. Haga clic en la pequefia flecha a la derecha de la familia de

particulas seleccionada actualmente.

. Seleccione en la pagina de configuracion [Configuraciones de

inspeccion] > [Familias de particulas] > Abrir la familia de particulas
que ha definido para fibras con una longitud de hasta 70 um.
Encontrara informacion adicional en el ejemplo Creacion de una
familia de particulas nueva (pagina 189).

Seleccione la opcion [Si]. De esta manera, durante la inspeccion de
la muestra se detectaran las propiedades de esta familia de
particulas.

. Haga clic en el boton [Nueva configuracion de familia de

particulas] y aflada otra familia de particulas.
Seleccione la familia de particulas [Reflectante].

Seleccione la opcion [No] junto a la entrada [Reflectante]. Con esta
opcion se excluyen las particulas y fibras reflectantes de la
inspeccion.

. Haga clic en el botén [Cerrar] situado en la parte superior derecha

de la pagina de configuracion.
= A partir de ahora el tipo de particulas estara disponible en la lista
[Tipos de particulas disponibles].
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= Ahora el tipo de particulas se puede integrar en una
configuracion de inspeccion para tenerlo en cuenta durante la
inspeccion de una muestra. Encontraré informacion adicional al
respecto en el capitulo [Configuraciones de inspeccion] > Abrir

(pagina 1/2) (péagina 162).
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13 [Campos de informacién de la muestra]

En estas paginas se pueden definir los campos para afiadir informacion
adicional relativa a la muestra en el flujo de trabajo [Inspeccionar
muestral.

® @

PUS Cleanli

>

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

1 La lista [Campos de informacion de muestra disponibles] contiene todos los
campos de datos de la muestra que se pueden afiadir al flujo de trabajo
[Inspeccionar muestra] como campos editables. El orden de las entradas en la
lista determina su orden en el flujo de trabajo [Inspeccionar muestra] >
[Editar configuracion].

1 Los botones [Subir] y [Bajar] permiten cambiar la posicion de la entrada
mm seleccionada en la lista.

2 Esta area contiene informacion adicional acerca del campo de informacion de
la muestra seleccionado en la lista [Campos de informacion de la muestra
disponibles].
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3 Al hacer clic en el boton [Nuevo..] se abre el area de configuracion para la
creacion de un campo de datos nuevo.
Los botones [Editar...] y [Eliminar.. ] solo estan activos si se ha seleccionado un
campo de informacion de la muestra definido por el usuario.

13.1 Seleccion de los campos de informacion de la muestra

En esta pagina se pueden seleccionar los datos adicionales que se
desean guardar con la muestra. Para ello seleccione los campos de
informacion de la muestra o defina campos propios para afiadirlos
como campos editables a la inspeccion de la muestra en la pagina
[Inspeccionar muestra] > [Editar configuracion]. También se pueden
determinar los campos de informacion de la muestra que sera
obligatorio rellenar para poder realizar la inspeccion de la muestra. Los
campos de informacion de la muestra se pueden configurar de forma
que ofrezcan una lista de opciones con valores predeterminados.

Los campos de informacion de la muestra se pueden incluir en una
plantilla de informes y en los informes generados. En el capitulo
[Insercién de campos] (pagina 214) encontrara informacion adicional
acerca de la introduccion de campos en una plantilla de informes.

Seleccion de los campos de informacion de la muestra

1. Seleccione los campos de la lista [Campos de informacion de
muestra disponibles] que desea afiadir al grupo [Informacion de la
muestra] del flujo de trabajo [Inspeccionar muestra] > [Editar
configuracion].

» Enel campo de visualizacion a la derecha de la lista [Campos de
informacion de muestra disponibles] se muestran el nombre del
campo, el tipo de campo y las unidades del campo de
informacion de la muestra seleccionado.

2. Active el campo de informacion de la muestra seleccionando la
casilla de la columna [Activo].

3. Seleccione también la casilla de la columna [Obligatorio] si desea
que sea obligatorio rellenar este campo de informacion de la
muestra para poder inspeccionar la muestra.

4. Establezca el orden de los campos de informacion de la muestra.
Seleccione el campo de informacién de la muestra deseado y
utilice los botones [Subir] y [Bajar] para cambiar el orden.
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5. Si desea guardar los cambios haga clic en el botéon [Cerrar] y
confirme los cambios seleccionando [S1].

Anulacion de la selecciéon
1. Seleccione un campo de informacién de la muestra en la lista
[Campos de informacion de muestra disponibles].

2. Deseleccione la casilla [Obligatorio] o [Activo] en la lista [Campos
de informacion de muestra disponibles].

= Se cancelara la seleccion de las correspondientes opciones.

= El campo de informacion de la muestra ya no aparecera en la
pagina [Inspeccionar muestra] > [Editar configuracion].

Edicion de campos de informaciéon de la muestra

Condiciones  »  Solo se pueden editar los campos de informacion de la muestra
definidos por el usuario.

1. Seleccione un campo de informacion de la muestra definido por el
usuario.

2. Haga clic en el botén [Editar..].

= Se abrira el area de configuracion [Editar campo de informacion
de la muestra]. Las entradas de los campos [Nombre de campo]
y [Entrada predeterminada] se pueden editar.

3. Sidesea guardar los cambios haga clic en el boton [Aceptar].

Creacion de un campo de informacion de la muestra nuevo

1. Haga clic en el boton [Nuevo.. ].

= Se abrira el area de configuracion [Nuevo campo de
informacion de la muestral.

2. Introduzca el nombre del nuevo campo de informacion de la
muestra en el campo [Nombre de campo].

3. Los datos de los campos de informacion de la muestra pueden
tener distintos formatos. En la lista de seleccion [Tipo de campo] se
ofrecen los siguientes formatos de datos:

= [Texto]: Caracteres alfanuméricos.
= [Entero]: Numeros enteros, por ejemplo, -10, 0 o 500.

= [NUmero decimal]: NUmeros enteros y nimeros decimales, por
ejemplo, 10 2,56.
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» [Fechal: Informacion cronoldgica que puede incluir la fecha y la
hora.

Es posible asignar una unidad de medida a los nimeros enteros y
a los nimeros decimales. En la fila [Unidad] puede seleccionar la
unidad deseada entre las ofrecidas por las listas activas. Para
algunas unidades se puede seleccionar ademas un prefijo.

. Seleccione la casilla [Utilizar Ultima entrada como predeterminadal

en el campo [Entrada predeterminada] si desea que el sistema le
ofrezca el dltimo valor introducido en el campo cuando realice la
siguiente inspeccion.

También se puede introducir un valor en el campo [Entrada
predeterminada]. Este valor se mostrara automaticamente en los
campos correspondientes de la informacién de la muestra. Si es
necesario, este valor se puede sobrescribir.

Introduzca en el campo [Lista de entradas] los valores que desea
incluir en la lista de seleccion del campo de informacion de la
muestra.

Haga clic en el boton [Agregar] para incluir la entrada en la lista.

Utilice los botones de direccion o el boton [Ordenar] para ordenar
las entradas.

Seleccione una entrada y haga clic en el boton [Establecer como
predeterminado] si desea que ese valor se guarde en el campo
[Entrada predeterminada] y se ofrezca en el correspondiente
campo de informacion de la muestra.

Haga clic en el botén [Eliminar] si desea eliminar una entrada de la
lista de entradas.

Seleccione la casilla [Limitar entradas a las de la lista] para limitar a
los valores de la lista las entradas posibles en el campo de
informacion de la muestra. En el flujo de trabajo [Inspeccionar
muestra] no se puede introducir ni agregar ningun otro valor.
Seleccione la casilla [Agregar entrada a la lista] si desea afiadir a la
lista los valores introducidos por un usuario en el campo
correspondiente de la informacion de la muestra.

Eliminacién de un campo de informacién de la muestra

>

Solo se pueden eliminar los campos de informacion de la muestra
definidos por el usuario.
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[Inspeccionar muestra] no es necesario eliminar el campo de informacion de la
muestra.

Cambie el estado del campo de informacion de la muestra a inactivo
deseleccionando la casilla [Activo] en la lista [Campos de informacion de
muestra disponibles].

@ Para eliminar un campo de informacion de la muestra del flujo de trabajo

Si se elimina un campo de informacién de la muestra, también se borran los
datos de este campo en todos los datos de muestras almacenados.

1. Seleccione el campo de informacion de la muestra —definido por
el usuario— que desea eliminar.

2. Haga clic en el boton [Eliminar...].
= Para confirmar, seleccione [Si].

= E[ campo de informacion de la muestra seleccionado se
eliminara.
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14

®

& OLYMPU

Plantillas de informes disponitfps:

Comprobar plantilla de infor
Plantilla de inform
Plantilla de inform

vanza

Plantilla de informes bésica

Editar en Microsoft Word

©)

Nomb
bs del sistema

sedimentacién|

[Plantillas de informes]

En esta pagina se pueden crear y editar @ plantillas de informes.

Plantillas de informes

® ©

B3 B&
A Uttima modificacién v

Descripcion: ||Esta plantilla de inforffes se puede utilizar|fara muestras de *Comprobar sistema®.

ipos de particulas:
Utilizar en el informe Namero de particulas ms grandes

v

Fibra reflectante

Particula reflectante

Fibra normal

Particula normal

1 La lista [Plantillas de informes disponibles] contiene todas las plantillas de
informes disponibles.
1 Al hacer clic en el boton [Importar plantilla de informes] se abre el explorador
4 : : . :
de MS Windows para importar una plantilla de informes.
1 = Al hacer clic en el botén [Exportar plantilla de informes] se abre el explorador
de MS Windows para exportar una plantilla de informes guardada.
1 Al'hacer clic en el botén [Crear nueva plantilla de informes] se crea una nueva
E plantilla.
1 2 Al hacer clic en el boton [Duplicar plantilla de informes] se crea una copia de
la plantilla seleccionada.
P
I — Al hacer clic en el boton [Eliminar plantillas de informes] se elimina la plantilla
seleccionada.
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2 Al hacer clic en el boton [Editar en Microsoft Word] se abre la plantilla de
informes para poder editarla en Microsoft Word.

3 En el campo [Nombre] se define el nombre del informe. En el campo
[Descripcion] se puede afiadir una descripcion a la plantilla de informes.

4 En la tabla [Tipos de particulas] se seleccionan los tipos de particulas que se

desean incluir en un informe. Las secciones de marcadores de posicion de
una plantilla de informes se reproducen automaticamente para cada tipo de
particulas seleccionado al crear el informe.

El campo [Numero de particulas mas grandes] establece el nimero de
imagenes de las particulas mas grandes y el nimero de entradas en la tabla
de particulas mas grandes.

L

Los botones [Subir] y [Bajar] permiten modificar el orden de los tipos de
particulas en la tabla [Tipos de particulas]. El orden de los tipos de particulas
en el informe también es establecido con esto.

5 Las entradas de la lista [Estructura para varios tipos de particulas] establecen
la disposicion de las secciones con los resultados de cada tipo de particulas
dentro de un informe.

14.1 Edicion de plantillas de informes

En esta pagina se pueden editar las # plantillas de informes necesarias
para la creacion de un informe. En una plantilla de informes se define la
informacion que se desea incluir en un informe. Con el software
OLYMPUS Cleanliness Inspector se incluyen distintas plantillas de
informes adaptadas a los requisitos de los anélisis del nivel de limpieza.

* [Plantilla de informes basica]: contiene los marcadores de posicion
necesarios para representar los resultados mas importantes

* [Comprobar plantilla de informes del sistema]: contiene marcadores
de posicion para visualizar los resultados de la comprobacion del
sistema. Los datos de la comprobacion del sistema se identifican
mediante las letras [PSD]. PSD son las siglas en inglés de patrén de
calibracion de particulas (Particle Standard Device).

« [Plantilla de informes avanzada]: Contiene todos los marcadores de
posicion necesarios para representar de forma detallada los
resultados

* [Plantilla de informe de valor de sedimentacion]: Contiene
marcadores de posicidbn con campos para incluir los resultados de la
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inspeccion con un # valor de sedimentacion para, por ejemplo, &
evaluar trampas de particulas.

* [Plantilla de informe de indice de limpieza de las superficies]:
Contiene marcadores de posicion con campos para incluir los
resultados de la inspeccién con un < Indice de limpieza de las
superficies.

Las plantillas de informes se pueden utilizar directamente o adaptarse
de la forma deseada. Las plantillas de informes se pueden importar y
exportar. Esto permite, por ejemplo, intercambiar las plantillas de
informes con otros usuarios del sistema

OLYMPUS Cleanliness Inspector.

Importar plantilla de informes

Se pueden importar plantillas de informes creadas por otros usuarios
del software OLYMPUS Cleanliness Inspector.

Condiciones  » La funcion para importar y exportar plantillas de informes esta
disponible a partir de la version del software CIX ASW 1.33.

& 1. Haga clic en el boton [Importar plantilla de informes] si desea
importar una plantilla de informes.

= Se abrira el explorador de MS Windows.

2. Busque la plantilla de informes que desea importar en el
explorador de MS Windows.

3. Seleccione la plantilla de informes y haga clic en el boton [Abrir].
4. Introduzca un nombre para la plantilla de informes.
5. Para confirmar, seleccione [Aceptar].

» La plantilla de informes importada estara disponible para su
seleccion en la lista [Plantillas de informes disponibles].

Exportar plantilla de informes
1. Seleccione una plantilla de informes en la lista [Plantillas de

informes disponibles].
2. Haga clic en el botén [Exportar plantilla de informes].
= Se abrira el explorador de MS Windows.

3. Busque el directorio en el que desea guardar la plantilla de
informes en el explorador de MS Windows.
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4. Haga clic en el botén [Guardar].

= Una copia de la plantilla de informes se guardaréa en el directorio
seleccionado.

= La plantilla de informes sigue estando disponible para su
seleccidon en el software, en la lista [Plantillas de informes
disponibles].

Como crear una plantilla de informes nueva

E 1. Haga clic en el boton [Crear nueva plantilla de informes].

= Se afiadira una plantilla de informes nueva a la lista [Plantillas de
informes disponibles]. La nueva plantilla de informes tiene la
extension de una plantilla de informes avanzada y contiene los
mismos marcadores de posicion.

2. Introduzca el nombre de la nueva plantilla de informes en el
campo [Nombre] y, si lo desea, también una descripcion.

= Laplantilla de informes se puede abrir mediante el botén [Editar
en Microsoft Word] para modificarla.

Duplicado de plantillas de informes
1. Seleccione una plantilla de informes en la lista [Plantillas de
= informes disponibles].
2. Haga clic en el botén [Duplicar plantilla de informes].

3. Enelcampo [Nombre] se puede modificar el nombre de la plantilla
de informes.

4. Haga clic en el botodn [Editar en Microsoft Word].

= La plantilla de informes se abrira en Microsoft Word para que
pueda editarla.

Eliminar plantilla de informes

— 1. Seleccione la plantilla de informes que desea eliminar en la lista
[Plantillas de informes disponibles].
2. Haga clic en el botén [Eliminar plantilla de informes].

» La plantilla de informes se eliminara de la lista [Plantillas de
informes disponibles] de forma permanente.
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Insercion de imagenes y tablas de las particulas mas grandes en un
informe

Condiciones  » Las imagenes y tablas de los tipos de particulas mas grandes solo
se pueden afiadir a un informe si se ha insertado una seccién con
el correspondiente marcador de posicion en la plantilla de
informes utilizando el complemento de OLYMPUS dentro de
Microsoft Word.

Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
Insercion de secciones con marcadores de posicidn especiales
(pagina 215).

Seleccione en la tabla [Tipos de particulas] los tipos de particulas que
desea incluir en un informe. La opcién seleccionada afecta al contenido
de las tablas de clasificacion. Por ejemplo, si se selecciona el tipo de
particulas [Fibra reflectante], la tabla de clasificacion del informe solo
incluira los resultados de las fibras reflectantes. Si se seleccionan varios
tipos de particulas, se afiadira al informe una tabla de clasificacion para
cada uno de ellos.

Defina en el campo [NUmero de particulas mas grandes] el nimero de
imagenes de las particulas mas grandes que se desean incluir en un
informe. Este valor también determina el nimero de entradas que
contendra la tabla de las particulas mas grandes. En un informe se
pueden incluir hasta diez particulas. La opcion [Todas las particulas]
permite insertar las particulas mas grandes en el informe sin tener en
cuenta el tipo de particula.

1. Seleccione uno o mas tipos de particulas en la columna [Utilizar en
el informel].

2. Introduzca en el campo [Numero de particulas mas grandes] el
numero de particulas mas grandes que desea insertar en un
informe. También se pueden utilizar los botones [+] y [-].

3. Compruebe la plantilla de informes que desea utilizar para generar
un informe. Para que los tipos de particulas mas grandes
aparezcan en un informe, la plantilla de informes debe incluir una
seccion para las imagenes de las particulas mas grandes o una
seccion para la tabla de las particulas mas grandes, o bien ambas
secciones.

En el capitulo [Insercion de secciones con marcadores de posicion
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especiales] (pagina 215) encontrara informacién adicional acerca
de la introduccién de las secciones.

. Seleccione entradas de la lista @ [Estructura para varios tipos de
particulas] para establecer la disposicion de las secciones con los
resultados de cada tipo de particulas dentro de un informe. Estan
disponibles las siguientes opciones:

= & [Replicar plantilla]
» & [Replicar seccion]
= & [Replicar seccion en bloques]
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14.2 Edicion de una plantilla de informes en Microsoft Word

Al instalar el software se afiadira un complemento de OLYMPUS a la
aplicacion Microsoft Word. Cuando abra Microsoft Word observara
una pestafia llamada [Olympus]. Gracias a este complemento
dispondra de algunas funciones para editar plantillas de informes. Es
posible afiadir distintas secciones a las plantilla de informes mediante
marcadores de posicion. Al generar un informe, estos marcadores son
sustituidos por los correspondientes datos y resultados actuales de la
inspeccion de la muestra.

Estructura de una plantilla de informes

@ OLYMPUS Cleanliness Inspection Report
Standard name

sample Information

Sample ID:

Examiner

sample Image

Inspection Information

Magnification;

Approval
Standard name:

Una plantilla de informes esta compuesta por los siguientes apartados:
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1 Encabezadoy pie En el encabezado y el pie de pagina de una plantilla de informes se puede

de pagina

incluir el logotipo de la empresa y texto. Ademas, se pueden insertar campos
relativos a la muestra. En el capftulo [Insercion de campos] (pagina 214)
encontrara informacion adicional acerca de la insercion de campos.

En este apartado de una plantilla de informes se pueden insertar secciones
que incluyan, por ejemplo, textos y marcadores de posicion especiales.

Una seccion estd compuesta por los apartados [Texto inicial], [Parte principal]
y [Texto final]. En los apartados [Texto inicial] y [Texto final] se pueden incluir
campos, un texto introductorio y un texto final. Los contenidos que se
pueden insertar en el apartado [Parte principal] de una seccion dependen de
la seccién seleccionada.

En el capitulo [Insercion de secciones generales] (pagina 213) encontrara
informacion adicional acerca de la introduccion de secciones generales.

En el capitulo [Insercion de secciones con marcadores de posicion especiales]
(pagina 215) encontrara informaciéon adicional acerca de la introduccion de
secciones especiales.

14.2.1  Insercion de secciones generales

El boton [Insertar seccion] permite insertar una seccion general en una
plantilla de informes. Esta seccion puede incluir campos y textos
Propios.

Las secciones nuevas se afiaden siempre a continuacion de la seccion en la
que se encuentra el cursor.

@
@

Es posible afiadir varias secciones generales a una plantilla de informes.

Una seccion esta compuesta por los apartados [Texto inicial], [Parte
principal] y [Texto final]. En los apartados [Texto inicial] y [Texto final] se
puede incluir un texto introductorio, un texto final y datos informativos.
En este apartado también se pueden incluir campos relativos a la
muestra.

Las secciones generales cuentan siempre con el apartado [Parte
principal] para textos y campos.

El boton [Insertar seccion] permite insertar varias secciones generales
en una plantilla de informes.
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14.2.2  Insercion de campos

Al hacer clic en el boton [Insertar campo] se abre el cuadro de dialogo
ab [Insertar campo]. En este cuadro de dialogo se pueden insertar campos
en una plantilla de informes para que el informe incluya determinados
datos. Se pueden insertar campos dentro de las tablas o en las
secciones y también en el encabezado y el pie de pagina. Por ejemplo,
si se inserta el campo [Id. de muestra], todos los informes incluiran el id.
de la muestra inspeccionada. La lista de campos disponibles tambiéen
incluye los campos de informacion de la muestra definidos en el flujo
de trabajo [Campos de informacion de la muestral.

Insertar campo ? =

Vincular

@ Marcador de posicion
e "

Ninguno

@ Muestra

Campos disponibles:

[=- Cleanliness Inspector
- Sistema
#- Inspection
- Muestra
+)- Imagen

: - Usuario

[ ] [ Gem ]

En la figura se muestra el cuadro de dialogo [Insertar campo].

1 Las opciones del grupo [Vinculo] determinan si los campos estan asociados a
un marcador de posicion o a toda la muestra. La opcion predeterminada es
[Muestral.

2 La lista [Campos disponibles] contiene todos los campos con informacién

almacenada en el software y que se pueden incluir en un informe. La entrada
[Usuario] contiene los campos definidos por el usuario en la pagina [Campos
de informacion de la muestral.
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Haga clic en el boton [Insertar campo] de la pestafia [Olympus].
Se abrira el cuadro de didlogo [Insertar campo].
Seleccione la opcion [Muestra] en el grupo [Vinculo].

Seleccione en la lista [Campos disponibles] el campo que desea
insertar. Haga clic en el signo mas para expandir la lista.

5. Sitle el puntero del ratdon en la posicion del informe en la que
desea insertar el campo.

6. Haga clic en el boton [Insertar] del cuadro de dialogo [Insertar
campo].

7. Afiada mas campos si es necesario.

8. Cierre el cuadro de diadlogo [Insertar campo].

9. Guarde la plantilla de informes.

o

Insercion de secciones con marcadores de posicion especiales

@

Las secciones nuevas se afiaden siempre a continuacion de la seccion en la
que se encuentra el cursor.

@

Las secciones con marcadores de posicion especiales solo se pueden insertar
una vez en un informe, en caso contrario se mostraréd un mensaje de error al
generar el informe.

El software dispone de varias secciones con marcadores de posicion
especiales, por ejemplo, para imagenes y tablas. Estas secciones estan
compuestas por los apartados [Texto inicial], [Parte principal] y [Texto
final].

En los apartados [Texto inicial] y [Texto final] se puede incluir un texto
introductorio, un texto final y datos informativos. En este apartado
también se pueden incluir campos relativos a la muestra.

El apartado [Parte principal] contiene un marcador de posicion para
una tabla determinada o bien un marcador de posicion para una
imagen de la muestra o de las particulas mas grandes.

Insercion de una seccion para tabla de clasificacion

El boton [Insertar una seccion para tabla de clasificacion] permite
insertar una seccion para una tabla de clasificacion en una plantilla de
informes. El formato de la tabla se puede modificar mediante las
funciones de formato de Word.
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Al generar un informe, los marcadores de posicidon son sustituidos por
la tabla de clasificacion del anélisis de una muestra. El numero de
columnas y filas depende de la norma utilizada para analizar los
resultados y se genera de forma dinamica. Ademas, el contenido de la
tabla de clasificacion depende del tipo de particulas seleccionado en la
tabla [Tipos de particulas] de la pagina [Plantillas de informes]. Por
ejemplo, si se selecciona el tipo de particulas [Fibra reflectante], la tabla
de clasificacion del informe solo incluiré los resultados de las fibras
reflectantes.

Insercion de una seccion para imagenes de las particulas mas
grandes

El botdn [Insertar seccion para imagenes de las particulas mas grandes]
_}'-]' permite insertar una seccion para las imagenes de las particulas mas
grandes en la plantilla de informes. El nimero de imagenes que se
insertaran al generar un informe depende del valor establecido para el
tipo de particulas seleccionado en la pagina [Plantillas de informes]. Se
pueden insertar hasta diez imagenes de las particulas mas grandes. Si
alguna de las particulas mas grandes esta vinculada a una imagen EFl,
se utilizara esta imagen en el informe en lugar de la imagen adquirida.
Es posible modificar el tamafio del marcador de posicion de imagenes
de las particulas mas grandes, y con ello el tamafio de las imagenes.
Haga clic en el marco del marcador de posicion dentro de un
documento Word. Haga clic en uno de los puntos en las esquinas del
marco y amplie el marco hasta el tamafio deseado.

Insertar seccion para tabla de las particulas mas grandes

mmmm £l botdn [Insertar seccion para tabla de las particulas mas grandes]
permite insertar una tabla como marcador de posicién en la plantilla de
informes. Esta tabla contiene todos los datos y valores relevantes de las
particulas méas grandes. El nimero de filas de la tabla depende del
numero de particulas establecido en la pagina [Plantillas de informes]
para el correspondiente tipo de particulas. La tabla puede incluir datos
de hasta diez de las particulas mas grandes.
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Insercion de una seccion para imagen de la muestra

El boton [Insertar una seccion para imagen de la muestra] permite
@ insertar en una plantilla de informes una seccién con un marcador de

posicion para una imagen de la muestra. Al generar un informe, los
marcadores de posicion son sustituidos por la imagen general de la
muestra.
Es posible modificar el tamafio del marcador de posicion de la imagen
general y con ello el tamafio de la imagen. Haga clic en el marco del
marcador de posicion dentro de un documento Word. Haga clic en
uno de los puntos en las esquinas del marco y amplie el marco hasta el
tamafio deseado.

Insertar seccion de instantaneas

— El boton [Insertar seccion de instantaneas] permite insertar en una
(-;’.é plantilla de informes una seccién con marcadores de posicion para las
instantaneas de las muestras. Cuando se genere un informe, todas las
instantaneas obtenidas para una muestra se insertaran en el lugar del
marcador de posicion. El nimero de instantaneas esta limitado a 20
por muestra.
En caso de que se hayan llevado a cabo mediciones en las
instantaneas, los objetos medidos y los valores obtenidos se mostraran
en ellas. Ademas, todos los valores medidos se mostraran en una tabla.
El boton [Insertar campo] permite insertar campos en la plantilla de
informes para informacion adicional de las instantaneas. Por ejemplo,
los campos [Nombre de instantanea] y [Comentario de instantanea]
permiten incluir en los informes el nombre de la instantanea o un
comentario sobre ella.

14.2.4  Eliminacion de una seccion

F Al hacer clic en el botdn [Eliminar seccion] se elimina la secciéon en la
| a_’ﬂ que se encuentra el cursor.

217  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5



14 [Plantillas de informes]
Edicion de una plantilla de informes en Microsoft Word

14.2.5 Almacenamiento

Al hacer clic en el boton [Guardar] se guardan los cambios realizados
lﬂ—} en la plantilla de informes.

14.2.6  Ayuda de Olympus

Al hacer clic en el boton [Ayuda de Olympus] se abre este documento
@ de ayuda.
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15 [Derechos de usuario]

En esta pagina se administran los derechos de usuario para el software.
Los derechos de usuario establecen las funciones del software que
podran ser utilizadas por cada usuario.

Examinar

1 [Miacceso] Una marca de verificaciéon en esta columna indica el grupo o la cuenta
mediante la cual el usuario puede controlar el software. Por ejemplo, un
usuario puede tener el rol [Administrador]. Ademas, este usuario es miembro
de un grupo con el rol [Usuario]. En este caso habra dos marcas de
verificacion en la columna. El usuario puede cambiar los roles en la pagina de
inicio del software.

2 [Tipo] El logotipo de la columna [Tipo] indica si los derechos de acceso son para un
usuario o un grupo de usuarios.

3 Si esta seleccionada la casilla [El rol "Usuario" puede ejecutar "Comprobar
sistema"], los usuarios con el rol [Usuario] pueden ejecutar el flujo de trabajo
[Comprobar sistemal.

4 [Nombre] En la columna [Nombre] se muestra el nombre del usuario o del grupo de
usuarios.
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5 [Dominio] En la columna [Dominio] se muestra el dominio del usuario o del grupo de
usuarios.

6 Roles de usuario: Las casillas seleccionadas indican los roles disponibles para este usuario. Cada
[Administrador],  rol de usuario esta asociado a distintas funciones del software.
[Usuario
avanzado],
[Usuario]

O —— Al hacer clic en el botén [Eliminar de la lista] se elimina el usuario o el grupo
de usuarios seleccionado.

7 En el grupo [Agregar usuario o grupo] se pueden crear otros usuarios o
grupos de usuarios.

15.1 Administracion de derechos de usuario

Cuando son varios los usuarios que trabajan con el software y se desea
que un grupo de usuarios utilice solo determinadas funciones, el
administrador del software puede otorgar un rol a cada usuario con
determinados derechos de acceso. Un usuario es una persona que se
registra en el sistema operativo e inicia el software. Por ejemplo, un
usuario con el rol [Usuario] puede utilizar las funciones para el analisis
de muestras, pero no puede utilizar las funciones de configuracion del
sistema o de administracion de datos.

El rol [Administrador] se asigna automaticamente al usuario que inicia
el software por primera vez. Todos los usuarios posteriores que todavia
no estan registrados en el software reciben el rol [Usuario
predeterminado]. Estos roles pueden ser modificados en todo
momento por el administrador del software.

usuarios no registrados como tales o como miembros de un grupo ya

@ Si.un administrador elimina el rol [Usuario predeterminado], los
no podran utilizar el software.

Se puede crear un usuario para cada cuenta de usuario de Windows
existente en el equipo. Se pueden asignar distintos roles a estos
usuarios. También se pueden afiadir usuarios o grupos de usuarios de
la red y asignarles roles.
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[Rol
"Administrador"]

[Rol "Usuario
avanzado']

[Rol "Usuario"]

Roles de usuario

Los usuarios del software pueden adoptar alguno de los tres roles
disponibles, cada uno de ellos asociados a distintas funciones del
software. Estas funciones del software estan predefinidas y no se
pueden modificar.

Los usuarios con el rol [Administrador] pueden utilizar todas las
funciones del software. Los administradores pueden gestionar
derechos de usuario, configurar el hardware, asi como activar y
desactivar licencias del software. Siempre hay al menos un usuario con
derechos de administrador asignados. Aunque también puede haber
varios usuarios con derechos de administrador.

Los usuarios con el rol [Usuario avanzado] pueden acceder a los flujos
de trabajo para el analisis de muestras, a algunos botones del area
[Configuracion del sistema] y al area de administracion de datos.

Los usuarios con el rol [Usuario] pueden ejecutar el flujo de trabajo
para el analisis de la muestra. Si esta seleccionada la casilla [El rol
"Usuario" puede ejecutar "Comprobar sistema"], los usuarios con el rol
[Usuario] pueden ejecutar también el flujo de trabajo [Comprobar
sistemal.

1511 Asignacion y modificacion de roles de usuario

@

También es posible asignar varios roles a un usuario. Por ejemplo, se
puede asignar el rol [Usuario] a un usuario que ya tiene el rol del
administrador. Esto permite al administrador iniciar el software también
con el rol [Usuario]. Mediante este rol se evita que los datos de
calibracion se sobrescriban de forma no deseada.

@

Asegurese de que al menos un usuario tenga asignado el rol de
administrador.

1. Seleccione en la columna la casilla con el rol que desea asignar a
un usuario 0 a un grupo.

2. Haga clic en el botén [Pagina de inicio] para salir de esta pagina y
guardar la configuracion.
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15.1.2  Como agregar un usuario 0 un grupo

1. Introduzca el nombre del nuevo usuario o grupo en el campo

[Nombre].

» Paraello, es necesario conocer el nombre de inicio de sesion del
usuario o del grupo de usuarios. Alternativamente, se puede
hacer clic en el botdn [Examinar...] para buscar usuarios o
grupos de usuarios en red mediante el cuadro de didlogo de
Microsoft.

2. Haga clic en el botdn [Agregar] para crear un nuevo usuario o un
grupo de usuarios.

3. Haga clic en el botodn [Borrar] para eliminar las entradas de los
campos [Nombre] y [Dominio].

4. Si ha afiadido un usuario o un grupo de usuarios a la tabla de la
izquierda, seleccione la casilla del rol que desea asignar al usuario

o al grupo.
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16

[Hardware]

Corredera de
color real

Dado que el sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector ya esta
configurado, solo es necesario realizar cambios en estos cuadros de
didlogo cuando se adquieren componentes de hardware adicionales.

Lista de dispositivos

El software debe conocer los componentes de hardware con los que
esta equipado el microscopio. Solo estos componentes de hardware
pueden ser configurados y controlados desde el software. El cuadro de
didlogo [Lista de dispositivos] contiene los componentes de hardware
existentes.

Seleccione la casilla [Corredera de color real] en la pestafia
[Microscopio] si su sistema estd equipado con una < corredera de
color real.

Configuracion de dispositivos

Por lo general, el sistema incluye distintos aparatos como, por ejemplo,
una camara, el microscopio y la platina del microscopio. En el cuadro
de didlogo [Configuracion de dispositivos] se puede comprobar si
todos los componentes de hardware conectados son accesibles.

En el lado izquierdo del cuadro de diadlogo [Configuracion de
dispositivos] se muestra una lista con estructura de arbol con todos los
componentes de hardware. En ella encontrara, por ejemplo, todos los
ajustes de la camara.
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17 [Calibracion]
Los asistentes que se muestran en estos cuadros de dialogo permiten
calibrar el sistema.
1 El campo [Camara] indica la cdmara utilizada.
2 Lista de procesos En la lista [Calibracion] se muestran todos los procesos de calibracion

de calibracion

disponibles, asi como su estado. Para que el sistema pueda funcionar de
forma éptima todos los procesos deben tener el estado [Calibrado].

Estado de los
procesos de
calibracion

En esta columna se indica el estado de los procesos de calibracion.

El proceso de calibracion se ha completado correctamente. Su estado es
[Calibrado].

Este simbolo tiene dos significados:

El proceso de calibracion se recomienda pero no es necesario y no se ha
realizado. En este caso el estado es [Recomendado].

Hay datos de calibracion disponibles pero la calibracion esta desactivada. Su
estado es [Desactivado]. Haga clic en el boton [Editar..] para volver a activar
la calibracion.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 226



17 [Calibracion]
Calibracion del sistema

3 Edicién de los En algunos procesos de calibracion es posible consultar y editar los valores
procesos de determinados durante la calibracion. Para ello, seleccione el proceso de
calibracion calibracion deseado y haga clic en el botén [Editar..].

3 Inicio del proceso Seleccione el proceso de calibracion deseado y haga clic en el botén
de calibracion [Calibrar..].

171 Calibracion del sistema

El sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector se suministra configurado y
calibrado. Solo es necesario llevar a cabo periddicamente el proceso de
calibracion [Limites de la platina). El resto de procesos de calibracion
solo se deben repetir cuando se produzcan problemas durante la
adquisicion de imagenes o se hayan realizado modificaciones en el
hardware.

Lista de los procesos de calibracién

« Calibraciéon de los limites de la platina

« Calibraciéon de la rotacion de la cdmara respecto a la platina

- Shift del objetivo en XY/parafocalidad

« Correccion de sombras, compensacion de blancos v correccion de la
exposicion

* Rotacién / Aumento

* Calibracién manual del aumento

« Definicion del area de la vista general

+ Calibraciéon manual del eje Z

Si en su sistema hay configurada una € corredera de color real, es

@ necesario llevar a cabo los procesos de calibracion [Compensacion de
blancos], [Correccion de sombras] y [Correccion de la exposicion] para esta
configuracion de microscopio.

Inicio de la calibracion

1. Seleccione el proceso de calibracion deseado.
2. Haga clic en el botén [Calibrar.. ] para iniciar el asistente.
= El asistente le guiara paso a paso durante la calibracion.
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17.2 Calibracion de los limites de la platina

Utilice este asistente para definir el area méaxima de la platina. La platina
del microscopio no saldra de estos limites durante ninguno de los
procesos que se pueden iniciar con el software.

Los limites en X e Y determinan hasta donde se puede desplazar la
platina del microscopio en las direcciones X e Y. El proceso de
calibracion [Limites de la platina] se debe ejecutar cada vez que se
modifiguen mecanicamente los limites de la platina o se reinicie el
sistema.

Para establecer los limites en Z se deben cumplir dos condiciones:

1. Los limites seleccionados deben garantizar que el objetivo no
pueda chocar con la muestra.

2. El enfoque automatico del software solo funcionara correctamente
si la posicion de enfoque esta dentro del area definida por los
limites en Z. Asegurese de que sea posible encontrar la posicion de
enfoque en todos los puntos de la muestra.

ATENCION

iLos objetivos pueden sufrir dafios!

Si se modifica manualmente la altura de Z con la rueda de ajuste del soporte
del microscopio, los limites establecidos para Z dejaran de ser validos.

En este caso, vuelva a definir los limites en Z para evitar que el objetivo
choqgue con la muestra.

Ajuste de los limites de la platina en XY
1. Seleccione las casillas [Eje X] y [Eje Y] en el cuadro de didlogo
[Calibrar limites de la platina].
2. Haga clic en el boton [Siguiente >].

= Aparecera un mensaje indicando que el microscopio va a
cambiar al objetivo con la mayor distancia de trabajo.
= A continuacion se determinaran automaticamente los limites de
la platina. Asegurese de que ningun objetivo sufra dafios
durante este proceso.
3. Haga clic en el boton [Siguiente >].
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Ajuste de los limites de la platina en Z

ATENCION iLos objetivos pueden sufrir dafios!
' Asegurese de que el objetivo no toque la muestra.

1. Coloque una muestra bajo el microscopio y seleccione un punto
de la muestra central y con mucho contraste.

2. Seleccione la casilla [Eje Z] en el cuadro de didlogo [Calibrar limites
de la platina].

3. Compruebe la direccion de desplazamiento del microscopio en el
siguiente cuadro de dialogo. Haga clic en los botones que se
muestran a la izquierda y compruebe si la platina del microscopio

se desplaza en la direccion prevista. Si la platina no se desplaza en
la direccion esperada, invierta la direccion de desplazamiento.

4. Haga clic en el boton [Siguiente >].

5. Enfoque la muestra con el objetivo de 1,25x. Si el objetivo de 1,25x
no esta preajustado, haga clic en el boton [Cambiar objetivo] para
cambiar el objetivo.

ATENCION iLos objetivos pueden sufrir dafios!

' AsegUrese de que el objetivo no toque la muestra.

6. Haga clic en el boton [Siguiente >].

7. Haga la calibracion de los limites en Z con un objetivo que utiliza
regularmente para la inspeccion. Seleccione el objetivo
correspondiente.

8. Haga clic en el botén [Siguiente >].
9. Enfoque la muestra con el objetivo seleccionado.

10. Defina el limite superior en Z. Para ello, entre el valor para el
recorrido maximo de la platina hacia el objetivo en el campo
[Limite en Z]. Se recomienda el valor 1500 um.

= El limite inferior en Z se fija automaticamente
11. Haga clic en el botdn [Siguiente >].

12. En el cuadro de dialogo se muestran los limites actuales de la
platina.
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13. Haga clic en el botdn [Finalizar] para concluir la calibracion y volver
al cuadro de diadlogo [Calibraciones].

» El proceso de calibracion adoptara el estado [Calibrado].
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17.3 Calibracion de la rotacion de la camara respecto a la platina

La camara debe estar en posicion paralela a los ejes de la platina del
microscopio. El software puede compensar angulos de giro pequefios.
Utilice para ello el asistente [Calibraciones] > [Rotacion de la camara
respecto a la platinal.

Alineacion de la camara y la platina del microscopio

1.

Coloque bajo el microscopio una muestra con un contraste muy
bueno. Puede ser, por ejemplo, el borde del soporte del filtro.

. Un mensaje le indicara que el sistema va a cambiar

automaticamente al objetivo con el aumento mas pequefio.

. Enfoque la muestra. A continuacion, haga clic en el boton

[Siguiente >].

El sistema adquirira imagenes en distintas posiciones de la platina y

determinara un valor de correccion a partir de los angulos entre las

imagenes.

= Siel angulo de rotacion es superior a 1°, pdngase en contacto
con el servicio de atencion al cliente: support@olympus-sis.com
Teléfono: (+ 49) 251-79800-6444, fax: (+ 49) 251-79800-6445

Haga clic en el botdn [Finalizar] para concluir la calibracion y volver

al cuadro de diadlogo [Calibraciones].

Comprobacion de la orientacion de la camara

En la imagen en vivo se puede comprobar facilmente si la platina del
microscopio y la camara estan alineadas en paralelo. Mueva la platina
en la direccion X con el mando y observe la imagen en vivo. La
estructura de la muestra que se puede ver debe moverse en paralelo al
borde inferior de la imagen.
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17.4 Shift del objetivo en XY/parafocalidad

Desplazamiento del objetivo en XY

Cuando dos objetivos no estan centrados exactamente igual en el eje
Optico del microscopio, el cambio del objetivo provoca un
desplazamiento del punto de la muestra representado. Lleve a cabo el
proceso de calibracion del desplazamiento del objetivo en XY para que
el software corrija automaticamente este desplazamiento cuando se
cambia el objetivo.

Parafocalidad

Los objetivos tienen distancias de trabajo diferentes. Una pequefiisima
diferencia en la altura del objetivo puede provocar una diferencia
perceptible en la posicion de enfoque vy, con ello, una imagen
desenfocada si se cambia de objetivo.

Proceso de calibracién [Shift del objetivo en XY/parafocalidad]

Utilice el asistente de software [Shift del objetivo en XY/parafocalidad]
para ajustar automaticamente la posicion de enfoque al cambiar de
objetivo. En el proceso, la platina del microscopio subira o bajara un
valor de Z fijo cuando se cambie de objetivo. De esta forma la imagen
se mantiene enfocada cuando se cambia de objetivo. El valor de Z se
indica para cada objetivo tomando como referencia el objetivo con el
mayor aumento.

Preparacion  » Asegurese de que los limites de la platina estan correctamente
configurados. Si es necesario, lleve a cabo el proceso de
calibracion [Limites de la platina]. Encontrara mas informacion en el
capitulo Calibracion de los limites de la platina (pagina 228).

» Cologue una muestra en el soporte para varias muestras sobre la
platina del microscopio.

» Seleccione un punto de la muestra con mucho contraste y que sea
facil de enfocar.

Correccion de la parafocalidad

1. En el cuadro de didlogo se muestran todos los objetivos
disponibles. Se determinara la correccion de parafocalidad para los
objetivos seleccionados.

2. Seleccione todos los objetivos. Para realizar el proceso de
calibracion se requieren al menos dos objetivos.
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. Haga clic en el botdn [Siguiente >] para iniciar el proceso de

calibracion.

4. El sistema cambiard automaticamente al primer objetivo.

o U

10.

11.

Enfoque la muestra.

. En caso necesario, utilice el control deslizante del asistente para

volver a enfocar la muestra.

. Haga clic en el boton [Siguiente >] para cambiar al siguiente

objetivo y vuelva a enfocar.

. El software guardara las diferencias entre todos los objetivos.

Gracias a ello la correccion automatica de la parafocalidad
funciona también cuando se cambia directamente del objetivo mas
pequefio al mas grande.

. Una vez realizado el enfoque con todos los objetivos, se abre un

cuadro de didlogo con los valores de correccion resultantes. El
objetivo con el mayor aumento tiene siempre el valor "0" dado que
sirve de referencia para el resto de objetivos.

Haga clic en el botdn [Finalizar] para concluir la calibracion y volver
al cuadro de dialogo [Calibraciones].

Ahora el estado del proceso de calibracion es [Calibrado].
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17.5 Correccion de sombras, compensacion de blancos y correccion de la
exposicion

Si en su sistema hay configurada una ® corredera de color real, es

@ necesario llevar a cabo los procesos de calibracion [Compensacion de
blancos], [Correccion de sombras] y [Correccion de la exposicion] para esta
configuracion de microscopio.

Correccion de sombras

Por lo general, en ningun sistema Optico con camara y microscopio se
consigue iluminar la muestra de manera uniforme, ni siquiera mediante
un ajuste cuidadoso del sistema entero. Una iluminacion desigual da
lugar a errores en las imagenes denominados sombras. La correccion
de sombras detecta estos errores en las imagenes y los corrige
directamente en la imagen en vivo.

La correccion de sombras utiliza las imagenes de correcciéon de ruido
térmico y de campo plano. Antes de poder aplicar la correcciéon de
sombras es necesario adquirir estas imagenes de correccion.

Las condiciones durante la adquisicion de estas imagenes de
correccion deben ser lo mas similares posible a las condiciones de
adquisicion reales.

Antes de adquirir imagenes de correccion

1. Coloque un filtro limpio en el soporte para filtros y después
cologue el soporte sobre la platina del microscopio.

Durante la adquisicion de imagenes de correccion

La imagen de correccion del ruido térmico es caracteristica de cada
camara y solo es necesario obtenerla una vez.

1. Asegurese de que sobre la camara no incida nada de luz. Utilice el
interruptor del soporte del microscopio para desconectar la luz.
= Siya hay disponible una imagen de correccién adecuada,
seleccione la casilla [Omitir grabacion de imagen de correccion
de ruido térmico].
2. Las imagenes de correccion del campo plano dependen del
objetivo y se deben adquirir para cada uno de ellos. Seleccione el
objetivo cuyas imagenes de correccion desea adquirir.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 236



17 [Calibracion]
Correccion de sombras, compensacion de blancos y correccion de la exposicion

3. Desenfoque el papel del filtro hasta que no se puedan identificar
los bordes de la muestra.

4. Siga las instrucciones de asistente.

5. Asegurese de que no se puedan identificar los bordes de Ia
muestra cada vez que cambie el objetivo.

Compensacion de blancos

Ejecute el proceso de calibracion [Compensacion de blancos] para que
los colores se representen correctamente. Durante el proceso de
compensacion de blancos se modifican los colores de la imagen (rojo,
verde y azul) para conseguir que se muestre correctamente el color
blanco de un area blanca de la imagen del monitor. La compensacion
de blancos se puede realizar junto con el proceso de calibracion
[Correccidon de sombras].

Para ello, seleccione la casilla [Compensacion de blancos] del grupo
[Seleccionar calibracion] en el cuadro de didlogo del asistente de
correccion de sombras.

Correccion de la exposicidn

Cuando se cambia el objetivo, también cambia el brillo medio de la
imagen. Utilice el proceso de calibracion [Correccion de la exposicion]
para adaptar el tiempo de exposicion automaticamente cuando se
cambia el objetivo y mantener constante el brillo de la imagen.

Para realizar la calibracién, seleccione la casilla [Correccion de la
exposicion] en el cuadro de dialogo del asistente de software en el
grupo [Correccion de la exposicion]. Para que la casilla esté activa, se
deben haber seleccionado al menos dos objetivos.
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17.6 Rotacion / Aumento

@

Para llevar a cabo el proceso de calibracion [Rotacion / Aumento] se requiere
un patréon de calibracion especial. En caso de que la calibracion sea necesaria,
poéngase en contacto con el servicio de atencion al cliente:
support@olympus-sis.com

Teléfono: (+ 49) 251-79800-6444, fax: (+ 49) 251-79800-6445

Condiciones
previas

Durante el proceso de calibracion [Rotacion / Aumento] se calibra la
rotacion entre la camara y la platina, asf como el aumento del objetivo.

Durante el proceso de calibracion [Rotacion de la camara respecto a la
platina] se comprueba si hay una diferencia angular entre la camara 'y
la platina del microscopio. Se determinara el angulo de rotacion entre
la cdmara y la platina del microscopio. Si la alineacion no es perfecta, el
angulo de rotacion restante sera compensando por el software.

El proceso de calibracion [Rotacion / Aumento] determina el angulo de
rotacion con una precision adn mayor. Ademas, se calcula el aumento
real de cada objetivo con mayor precision.

» El proceso de calibracion [Rotacion de la camara respecto a la
platina] se debe realizar antes del proceso de calibracion [Rotacion
/ Aumento].

» Parallevar a cabo el proceso de calibracion [Rotacion / Aumento]
se requiere un patron de calibracion especial.

1. En el cuadro de didlogo se muestran todos los objetivos
disponibles. Se realizara la calibracion para los objetivos
seleccionados.

2. Seleccione los objetivos deseados. El objetivo con el aumento mas
pequefio (1,25x) no se puede deseleccionar.

3. Haga clic en el boton [Siguiente >].

4. Confirme el mensaje que indica que se va a cambiar
automaticamente al objetivo con el aumento mas pequefio.

5. Coloque el patron de calibracion de particulas especial en la
posicion 2 del soporte para varias muestras.

6. Sitde el campo visual en el centro del rango de calibracion
rectangular.

7. Enfoque la muestra.
8. Haga clic en el botén [Siguiente >].
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» El asistente de software creara un mapa de enfoque y explorara
una parte del patréon de calibracion con cada objetivo. El
proceso comenzara con el objetivo con el aumento mas
pequefio. A partir de estas imagenes, el asistente de software
determina el &ngulo de rotacion entre la camara y la platina del
microscopio, asi como el aumento real de cada objetivo.

= El angulo de rotacion calculado se mostrara en el cuadro de
didlogo.

9. Haga clic en el botdn [Finalizar] para terminar la calibracion.

= |os valores calculados se utilizaran en los procesos de
calibracion [Calibracion manual del aumento] y [Rotacion de la
camara respecto a la platina].

= Los aumentos reales calculados de los objetivos se utilizaran
durante las adquisiciones de imagenes y se compensara el
angulo de rotacion entre la camara y la platina del microscopio.

» Los valores calculados se pueden consultar. Para ello, seleccione
el proceso de calibracion [Calibracion manual del aumento] o
[Rotacion de la camara respecto a la platina] en el cuadro de
didlogo [Calibraciones] y haga clic en el boton Editar....
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7.7 Calibracion manual del aumento

Todas las imagenes adquiridas con el software estan calibradas
automaticamente en X/Y. Si esta calibracion no es lo suficientemente
exacta, utilice el proceso de calibracion [Calibracion manual del
aumento].

¢Como se realiza el preajuste de la calibracién del aumento?

La calibracion de una imagen en X/Y se calcula a partir del tamafio de
un pixel de la camara y del aumento total. El aumento total es la
combinacion del aumento del objetivo y el aumento del adaptador de
la camara. Para realizar el preajuste de la calibracion del aumento, se
utilizan los componentes de hardware del cuadro de didlogo
[Configuracion de dispositivos] y el tamafio de los pixeles de la camara
obtenido del controlador de software de la camara.

Como calibrar manualmente el aumento

Condiciones  » Para calibrar el aumento manualmente se necesita el patréon de
calibracion de particulas.

1. Coloque el patron de calibracion de particulas en la posicion 2 del
soporte para varias muestras.

2. La lista [Calibrar objetivo] del cuadro de dialogo [Calibracion
manual del aumento] contiene todos los objetivos. Seleccione la
casilla de todos los objetivos que desee calibrar.

3. Haga clic en el botdn [Siguiente >].

» En el area de visualizacion se mostrara la imagen en vivo.
» En el cuadro de didlogo se indicara el objetivo que se va a
calibrar.

4. Enfoque la escala de medicion del patron de calibracion de
particulas que tiene un paso de 1 mm.

5. Haga clic en el boton [Siguiente >].

. Haga clic en el boton [Definir distancia de referencia].

Defina una distancia lo méas grande posible sobre la escala del

patron de calibracion de particulas. Utilice el puntero del raton

para seleccionar el punto inicial y el punto final de la distancia de
referencia, por ejemplo, una distancia de 9 mm de longitud. Para
definir los puntos haga clic con el boton izquierdo del raton.

~ O

Aumento 1,25x
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La figura muestra una escala con un paso de 1T mm y una distancia de referencia de 9 mm.

8.

9.
10.
11.

12.

Confirme la distancia de referencia con la tecla "Entrar".

= Se mostraréa el cuadro de dialogo [Definir distancia de
referencial.

= Seleccione la unidad deseada, por ejemplo la unidad mm.

= Introduzca la longitud medida en el campo [Longitud]. En este
ejemplo, la longitud medida es de 9 mm.

Haga clic en [Aceptar] para confirmar la calibracion.

Haga clic en el boton [Siguiente >].

Repita la calibracion manual para el resto de objetivos

seleccionados. Para los objetivos de 5x vy 10x, utilice la escala con

un paso de 1/10 mm.

Defina una distancia de referencia lo mas grande posible. Utilice el

puntero del ratén para seleccionar el punto inicial y el punto final

de la distancia de referencia, por ejemplo, una distancia de

1000 um de longitud. Para definir los puntos haga clic con el boton

izquierdo del raton.
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|

La figura muestra una escala con un paso de 1/10 mm y una distancia de referencia de 1000 um.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Confirme la distancia de referencia con la tecla "Entrar".

= Se mostraréa el cuadro de dialogo [Definir distancia de
referencial.

= Seleccione la unidad deseada, por ejemplo la unidad pm.

Introduzca la longitud medida en el campo [Longitud]. En este

ejemplo, la longitud medida es de 1000 pm.

Haga clic en [Aceptar] para confirmar la calibracion.

Al finalizar la dltima calibracion se abrira el cuadro de dialogo

[Calibracion manual del aumento]. Se mostrara el aumento real

resultante de la calibracion manual del aumento de cada objetivo.

Asegurese de que la casilla [Utilizar calibracion manual] esté

seleccionada.

Cierre el cuadro de dialogo [Calibracion manual del aumento]

mediante [Aceptar].

Una vez calibrados todos los objetivos, el estado del proceso de

calibracion [Calibracion manual del aumento] en el cuadro de

didlogo [Calibraciones] cambiara a "Calibrado”.

Como restaurar los valores de preajuste

Si ha calibrado los objetivos manualmente, puede restaurar en todo
momento los valores de preajuste.
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. Seleccione el proceso de calibracion [Calibracion manual del
aumento] en el cuadro de didlogo [Calibraciones].

. Haga clic en el boton [Editar..].

. Seleccione el objetivo correspondiente en la lista [Aumento total]
del cuadro de didlogo [Calibracion manual del aumento].

. Deseleccione la casilla [Utilizar calibracion manual] del grupo
[Editar aumento] para cada uno de los objetivos deseados.

= Los objetivos con los valores de preajuste se identifican por la
palabra [Predeterminado].
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17.8 Definicion del area de la vista general

El area de la vista general es el area XY maxima por la que puede
desplazarse la platina del microscopio durante la adquisicion de una
imagen general. El centro de la vista general se determina durante la
calibracion [Definir area de vista general] a partir de tres posiciones en
la muestra. El rea de la vista general se determina a partir de la
posicion del centro y del tamafio predeterminado del < area de
inspeccion definido en el software.

Condiciones  »  Los limites de la platina deben estar calibrados.
previas » Elfiltro debe encontrarse en la posicion 1derecha, sobre el soporte
para varias muestras.

1. Defina la primera posicion: desplace la platina del microscopio al
area superior izquierda del filtro utilizando el mando.
= El centro del punto de mira debe situarse sobre la transicion
entre el soporte del filtro y el papel del filtro.

En la figura se observa el punto de mira sobre la transicién entre el soporte del filtro y el papel del
filtro.

2. Para confirmar, seleccione [Aceptar].
. Defina la segunda posicion: desplace la platina del microscopio al

7~ 3
area superior derecha del filtro utilizando el mando.
v = El centro del punto de mira debe situarse sobre la transicion
entre el soporte del filtro y el papel del filtro.
4. Para confirmar, seleccione [Aceptar].
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N 5. Defina la tercera posicion: desplace la platina del microscopio al
area inferior del filtro utilizando el mando.
) = El centro del punto de mira debe situarse sobre la transicion

entre el soporte del filtro y el papel del filtro.
6. Para confirmar seleccione [Finalizar].
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17.9 Calibracion manual del gje Z

llevar a cabo el proceso de calibracion [Calibracion manual del eje 7] se

Para
@ requiere un patron de calibracion especial. En caso de que la calibracion sea

nece

saria, pongase en contacto con el servicio de atencién al cliente:

support@olympus-sis.com
Teléfono: (+ 49) 251-79800-6444, fax: (+ 49) 251-79800-6445

El proceso de calibracion [Calibracion manual del eje Z] permite
calibrar manualmente la precision de posicionamiento del eje Z. En este
proceso, se desplaza sobre un patron de calibracion un objeto de
calibracion con una diferencia de altura conocida. La distancia recorrida
en Z se almacena junto con la diferencia de altura conocida del objeto.

1.

2.

Compruebe si el objetivo seleccionado actualmente es el que tiene
el aumento mas grande.

Cambie de objetivo si es necesario.

Cambio de objetivo

1.

Haga clic en el boton [Hardware] en la pagina de inicio del
software.

= Se abrira el cuadro de dialogo [Lista de dispositivos].
Haga clic en el boton [Aceptar].
= Se abrira el cuadro de dialogo [Configuracion de dispositivos].

. Seleccione la entrada [Trayectoria de la luz] en la lista [Ordenar

por].
Seleccione la entrada [General] <Nombre del revolver de
objetivos> en la estructura de arbol.

. Seleccione en la lista de objetivos el objetivo con el aumento mas

grande.
Haga clic en el boton [Aceptar] para guardar la opcién
seleccionada.

Haga clic en el boton [Calibraciones] de la pagina de inicio e inicie
el proceso de calibracion [Calibracion manual del eje Z].

Calibracion del eje Z

1.

2.

Coloque el patron de calibracion de particulas especial en la
posicion 2 del soporte para varias muestras.

Desplace la platina de forma que sea visible tanto la estructura de
elevacion como el plano inferior del objeto de calibracion.
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. Utilice la rueda de ajuste de Z y enfoque el plano inferior del objeto

de calibracion.

4. Haga clic en el boton [Siguiente].

8.

Utilice la rueda de ajuste de Z y enfoque el plano superior del
objeto de calibracion.

Haga clic en el boton [Siguiente].

Introduzca la altura conocida del objeto de calibracion en el
campo [Separacion] del cuadro de dialogo [Definir separacion
vertical].

Haga clic en el boton [Finalizar].

Consulta o restablecimiento de valores

Si ha calibrado manualmente el eje Z, puede restaurar en todo
momento el valor de preajuste.

1.

Seleccione el proceso de calibracion [Calibracion manual del eje Z]
en el cuadro de didlogo [Calibraciones].

Haga clic en el boton [Editar..].

. Deseleccione la casilla de verificacion [Habilitar correccion] en el

cuadro de didlogo [Editar calibracion manual del eje Z].

= El valor de preajuste se mostrara en el campo [Calibracion
resultante].
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18 [Comprobar sistema]

Este flujo de trabajo permite comprobar el sistema v la precision de las
calibraciones. En lugar de una muestra, se explora un € patron de
calibracion de particulas.

18.1 [Comprobar sistema] > [Colocar patrén de calibracion de particulas]

=2 (Cleanliness Inspector

Mover platina a posicion de colocacién

 |a dltima comprobacion de

©

Adquirir imagen general

1 El tamafio de la imagen en vivo en el area de visualizacion se puede
Q @ aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces en el
boton [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratdn se convierte en una mano al

situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede cambiar el
tamafio de la imagen con la rueda del raton.

Este simbolo indica el aumento del objetivo utilizado actualmente.

2 Este simbolo indica el tiempo de exposicion seleccionado actualmente.
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3 El cuadrado azul en laimagen en el grupo [Vista general de la muestra]
marca la posicion actual de la camara.
4 El grupo [Resultados de la Ultima comprobacion del sistema] contiene

informacion sobre la Ultima comprobacion del sistema, por ejemplo la fecha y
el resultado. Se pueden seleccionar los objetivos que se desean utilizar para
la siguiente comprobacion del sistema.

18.11  Colocacion de un patron de calibracion de particulas

El flujo de trabajo [Comprobar sistema] le ofrece la posibilidad de
comprobar el sistema y las calibraciones mediante un € patron de
calibracion de particulas. En el proceso, se explora el patréon de
calibracion de particulas con el objetivo 5x y con el objetivo 10x. Los
resultados de las inspecciones se comparan con las magnitudes
conocidas de patron de calibracion de particulas. La comprobacion del
sistema es correcta y el resultado se califica como [Correcto] cuando en
ambas inspecciones se detecta el nimero exacto de particulas que se
encuentran en el patron de calibracion de particulas. Lleve a cabo la
comprobacion del sistema para los objetivos que se van a utilizar en la
inspeccion de la muestra.

@

Se recomienda realizar una comprobacién del sistema con el flujo de trabajo
[Comprobar sistema] siempre que se hayan realizado modificaciones en el
hardware o las calibraciones.

Condiciones
previas

>

El sistema debe estar calibrado.

En el capitulo [Calibracion] (pagina 226) encontrara informacion
adicional acerca de los procesos de calibracion.

Asegurese de que el patron de calibracion de particulas esté limpio
y no tenga polvo.

No toque el patrén de calibracion de particulas directamente con
los dedos para no mancharlo de grasa.

Si'es necesario, limpie el patron de calibracion de particulas con un
soplador de goma.

Si el patrén de calibracion de particulas estd muy sucio puede
limpiarlo con un pafio de microfibra y un poco de alcohal.
Procure que el patron de calibracion de particulas no se ensucie y
utilicelo exclusivamente para el flujo de trabajo [Comprobar
sistemal.
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Este paso comprende la colocacion del patron de calibracion de
particulas en el soporte para varias muestras de la platina del
microscopio y el inicio de la adquisicion de una € imagen general. La
imagen general ofrece una primera vista del patron de calibracion de
particulas.

Colocacion del patron de calibracion de particulas y adquisicion de
una imagen general

1. Haga clic en el botdn [Mover platina a la posicion de colocacion].
» La platina del microscopio se desplazara para que pueda

colocar el patron de calibracion de particulas facilmente sobre el
soporte para varias muestras.
2. Cologue el patron de calibracion de particulas en la posicion 2 del
soporte para varias muestras.
3. Silos resultados de la comprobacion del sistema para un objetivo
no son validos o no estan disponibles todavia, se asigna el estado
[Recomendado] a este objetivo. Lleve a cabo la comprobacion del
sistema para los objetivos que se van a utilizar en la inspeccion de
la muestra. Para ello, seleccione la casilla junto al objetivo
correspondiente.
4. Haga clic en el boton [Adquirir imagen general].
= Se utilizara el objetivo con el aumento mas pequefio.
= Se activara el enfoque automatico.
= Se determinara autométicamente el tiempo de exposicion
optimo.

= Se iniciara la adquisicion de la imagen general.

= Se abrira la pagina [Comprobar sistema] > [Adquirir imagen
general].
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18.2 [Comprobar sistema] > [Adquirir imagen general]

®

A

®R

El tamafio de la © imagen general en el area de visualizacion se puede
aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces en el
botdn [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratén se convierte en una mano al
situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede cambiar el
tamafio de la imagen con la rueda del ratén.

Haciendo clic en el boton [Ajustar tamafio] se puede adaptar la imagen
general al tamafio del area de visualizacion.

Este simbolo indica el aumento del objetivo utilizado actualmente.

€ B =

Este simbolo indica el tiempo de exposicion seleccionado actualmente.

El cuadrado azul en laimagen en el grupo [Vista general de la muestra]
marca el area de la muestra donde se va a adquirir una imagen.
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18.2.1  Adquisicion de una imagen general

Este paso comprende la adquisicion de una # imagen general del
patrén de calibracion de particulas por parte del software. Para ello, se
utilizara automaticamente el objetivo con el aumento mas pequefio. En
el grupo [Vista general de la muestra] se puede observar la adquisicion
de laimagen general. El cuadrado azul sefiala la posicion del patron de
calibracion de particulas donde se esta adquiriendo una imagen
actualmente. El sistema combina las imagenes individuales adquiridas
del patrén de calibracion de particulas y las muestra como una Unica
imagen completa en el area de visualizacion. La barra de progreso
indica el tiempo que se prevé que requerira la adquisicion de la imagen
general.

Una vez completada la adquisicion de la imagen general se abrira la
pagina [Comprobar sistema] > [Editar configuracion].
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18.3 [Comprobar sistema] > [Editar configuracion]

1 El umbral calculado automaticamente se muestra en color verde en la
imagen en vivo dentro del area de visualizacion. El tamafio de la imagen en
vivo se puede aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias
veces en el botdn [Alejar] o [Acercar]. El puntero del ratdn se convierte en
una mano al situarlo encima de la imagen. En este modo también se puede
cambiar el tamafio de la imagen con la rueda del raton.

1 Al hacer clic en el boton [Enfoque automatico] la imagen se enfoca automati-
camente. Puede ser necesario utilizar varias veces el enfoque automético
para conseguir enfocar la imagen. También se puede utilizar la palanca de
mando para enfocar manualmente.

2 El tamafio de la © imagen general en el grupo [Vista general de la muestra]
se puede aumentar o reducir gradualmente. Para ello, haga clic varias veces
en el botdn [Alejar] o [Acercar]. La posicion de la muestra en el &rea de
visualizacidon cambia al hacer clic en otro punto de la imagen general de la
muestra.

3 [Configuracion de Al hacer clic en el botdn con el simbolo del engranaje se abre un cuadro de
la inspeccion] dialogo que permite modificar la configuracion.
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4 [Informacion de la  En el grupo [Informacion de la muestra] se puede ver el nombre de la
muestral] muestra, en este caso el patrén de calibracion de particulas.

18.3.1  Edicion de la configuracion de la inspeccion

En este paso se pueden modificar algunos ajustes de la inspeccion del
patron de calibracion de particulas.

Edicion del tiempo de exposicién y del umbral para las particulas

1. Haga clic en el boton [Editar tiempo de exposicion y umbral para

las particulas].

= Se abrira el cuadro de dialogo [Editar tiempo de exposicion y
umbral para las particulas].

» En primer lugar, ajuste el tiempo de exposicion y después el
valor umbral.

= En el capitulo Tiempo de exposicion y umbral para las particulas
(pagina 42) encontrara informacion adicional acerca de este
cuadro de diélogo.

Edicion del area de inspeccion y los puntos de enfoque

1. Haga clic en el boton [Editar area de inspeccion y puntos de
enfoque].
= Se abrira el cuadro de dialogo [Editar area de inspeccion y
puntos de enfoque].

Hay disponible un mapa de enfoque con tres puntos de enfoque para el flujo

@ de trabajo [Comprobar sistema]. Los puntos de enfoque deben situarse en
zonas del patrén de calibracion de particulas que tengan muchas estructuras.
Los puntos de enfoque ya estan ajustados previamente, por lo que se
encuentran sobre particulas o estructuras del patrén de calibracion de
particulas.

El area de inspeccion del patron de calibracion de particulas ya esta
ajustada previamente de forma correcta. El circulo exterior del patrén
de calibracion de particulas debe estar dentro del area de inspeccion.
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El &rea de inspeccion (en rojo) encierra completamente el circulo exterior del patron de calibracion
de particulas.

» En el capitulo Area de inspeccion y puntos de enfoque
(pagina 48) encontrara informacion adicional acerca de este
cuadro de dialogo.

Ejecucién de la inspeccion
1. Haga clic en el boton [Ejecutar inspeccion].

= Se abrira la pagina [Comprobar sistema] > [Adquirir puntos de
enfoque].
Si se ha seleccionado la casilla [Enfogue manual] durante la
edicion de los puntos de enfoque, se omitira la pagina [Adquirir
puntos de enfoque] y comenzara directamente la adquisicion de
imagenes de la muestra.
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18.4 [Comprobar sistema] > [Adquirir puntos de enfoque]

ex OLYMPUS Cleanliness Inspector
®

Tiempo restante: 003 min

Il Pausa

1 En la imagen general en el grupo [Vista general de la muestra] se puede ver
la distribucion de los puntos de enfoque sobre la muestra.

2 La informacion del grupo [Puntos de enfoque] se actualiza continuamente.
Se muestra la siguiente informacion:
[NUmero total]: el nimero total de puntos de enfoque.
[Procesados]: el nimero de puntos de enfoque procesados.
[Sin enfoque]: el nimero de puntos de enfoque en los que no ha sido posible
encontrar la posicién de enfoque.
[Limite de advertencia]: el nUmero maximo permitido de puntos de enfoque
en los que no se ha podido enfocar. Cuando se supere este limite de
advertencia aparecera un mensaje.
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18.4.1  Adquisicion de puntos de enfoque

@

La pagina [Comprobar sistema] > [Adquirir puntos de enfoque] solo se
muestra si se ha definido un mapa de enfoque.

En este paso se adquieren los puntos de enfoque del  mapa de
enfoque.

Una vez completada la adquisicion de los puntos de enfoque se abrira
la pagina [Comprobar sistema] > [Adquirir muestra].
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18.5

ex OLYMPUS Cleanlinfpss Inspector

[Comprobar sistema] > [Adquirir muestra]

ista general de la muesfl

Je la muestra

No correcto

Il Pausa

W Detener

200 m

1 En el &rea de visualizacion se muestra la imagen en vivo de la posiciéon actual
de la cdmara.

2 La imagen general en el grupo [Vista general de la muestra] se sobrescribe
con las imagenes en alta resolucion. Las imégenes individuales se combinan
para formar una imagen completa.

3 El grupo [Informacion de la muestra] contiene informacion sobre el patrén de
calibracion de particulas.

4 En el grupo [Resultados de la muestra] se puede ver el nimero de particulas

por ¥ clase de particulas. El campo [Aprobacion general] indica el resultado
general de la comprobacion del sistema con el patrén de calibracion de
particulas. Los resultados se actualizan continuamente durante la adquisicion
de imagenes de la muestra.
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18.5.1  Adquisicion de imagenes de la muestra

En este paso se adquieren las imagenes del patron de calibracion de
particulas y se calcula el niumero de objetos situados sobre este.

En el grupo [Informacion de la muestra] se muestra la informacion en la
que se basa la clasificacion de las particulas. Esta informacion se define
en la configuracion de inspeccion del patron de calibracion de
particulas.

Los resultados del grupo [Resultados de la muestra] se actualizan
continuamente durante la adquisicion de las imagenes. Las barras junto
a las @ clases de particulas indican el nimero de particulas contadas
en la clase de particulas. Los valores conocidos del patron de
calibracion de particulas se sefialan con una marca de color en las
barras. Esto permite saber durante el curso de la inspeccion del patron
de calibracion de particulas si el nimero de particulas detectadas en
una clase de particulas coincide con el valor conocido para el patrén de
calibracion de particulas.

Una vez obtenidas las imagenes, se abre la pagina [Comprobar
sistema] > [Comprobar resultados].
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18.6 [Comprobar sistema] > [Comprobar resultados]

X OLYMPUS Cleanliness Inspector
QR

1 Los resultados se muestran en la tabla divididos en # clases de particulas.

2 El grupo [Informacion de la muestra] contiene informacion sobre el patron de
calibracién de particulas.

3 Al hacer clic en el botén [Revisar resultados] se abre la pagina siguiente
[Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra). En esta pagina se representan los
resultados de forma detallada.

4 En el grupo [Resultados de la comprobacion del sistema] se muestra el
resultado general de la inspeccion.
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18.6.1  Comprobar resultados

En esta pagina se muestra una primera vista general de los resultados
de la comprobacion del sistema con el patron de calibracion de
particulas. Las particulas detectadas se muestran en la tabla divididas
en clases de particulas. Si se supera el valor maximo permitido de una
clase de particulas, el resultado se calificara como [No correcto].

En el grupo [Resultados de la comprobacion del sistema] se muestra el
resultado de la comprobacion del sistema para cada objetivo (5x y 10x)
por separado. La abreviatura [n/d] quiere decir que los resultados no
estan disponibles. Solamente se asigna el estado [Correcto] al campo
[Aprobacion general] si los resultados para ambos objetivos han
obtenido la calificacion de [Correcto]. Si la comprobacion del sistema
se lleva a cabo con un Unico objetivo, el estado del campo [Aprobacion
general] sera [n/d].

En la pagina [Comprobar sistema] > [Revisar muestra] se presentan de
forma detallada los resultados vy las particulas individuales. En esta
pagina también se pueden borrar particulas individuales en caso
necesario, por ejemplo, particulas de polvo.

1. Haga clic en el boton [Revisar resultados] de la barra de
navegacion.

= Se abrira la pagina [Comprobar sistema] > [Revisar muestra].
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18.7 [Comprobar sistema] > [Revisar muestra]

Vista de particulas  Imagen de

Feret méx.

1 [Vista de
particulas]

En el area de visualizacion de la pestafia [Vista de particulas] se muestran
imagenes en miniatura de todas las particulas detectadas. Al hacer clic en una
miniatura, se marcan las filas en las que esta la particula en las tablas [Tabla
de clasificacion] y [Tabla de particulas]. Mediante los botones de la barra de
herramientas se pueden eliminar particulas o modificar la familias de
particulas. En el capitulo [Inspeccionar muestra] > [Revisar muestra] > [Vista
de particulas] (pagina 60) encontrara informacion adicional acerca de estos
botones.

1 [Imagen de la
muestra]

En el &rea de visualizacion de la pestafia [Imagen de la muestra] se puede ver
el punto de la muestra definido en la imagen general en el grupo
[Navegacion en la muestra] mediante la herramienta de navegacion. Al hacer
clic sobre una particula de la tabla [Tabla de particulas] la herramienta de
navegacion se desplaza a la posicion correspondiente de la muestra. La barra
situada sobre el &rea de visualizacion contiene algunas herramientas que
permiten editar la particula. En el capitulo [Inspeccionar muestra] > [Revisar
muestra] > [Imagen de la muestra] (pagina 66) encontraré informacion
adicional acerca de estos botones.
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[Observacion en
Vivo]

En el area de visualizacion de la pestafia [Observacion en vivo] se muestra la
posicion actual de la muestra. Esta pestafia solo es visible directamente
después de la inspeccion de la muestra.

[Posicion de la
particula],
[Navegacion en la
muestral],
[Navegacion en la
platina]

En esta rea de visualizacion se muestran distintos grupos en funcién de la
pestafia seleccionada:

Si se selecciona la pestafia [Vista de particulas], se muestra el grupo [Posicion
de la particula]. Al hacer clic sobre una miniatura de la pestafia [Vista de
particulas], la herramienta de navegacion se desplaza a la posicion
correspondiente de la muestra en la imagen general.

Si se selecciona la pestafia [I[magen de la muestra], se muestra el grupo
[Navegacion en la muestra)]. Al hacer clic sobre una posicion de la imagen
general, la herramienta de navegacion se desplaza a la posicion correspon-
diente de la muestra. En la imagen del area de visualizacion se puede ver el
correspondiente punto de la muestra.

Si se selecciona la pestafia [Observacion en vivo], se muestra el grupo
[Navegacion en la platina)]. Al hacer clic sobre una posicion de la imagen
general, la platina se desplaza a la posicion correspondiente de la muestra.

[Tabla de
clasificacion]

En la [Tabla de clasificacion] se muestran los resultados de la inspeccién
clasificados segun las clases de particulas del patron de calibracion de
particulas. La columna [Recuento absoluto] contiene el nimero de particulas
detectadas en la clase de particulas correspondiente. La columna [Maximo]
contiene las particulas admisibles en esta clase de particulas.

[Tabla de
particulas]

La [Tabla de particulas] contiene todas las particulas detectadas junto con el
tamafio medido para ellas. La columna [Valor de referencia] contiene los
tamafios conocidos de la clase de particulas, segun se definen en el patrén
de calibracion de particulas. La columna [Valor delta] contiene la desviacion
entre estos dos valores.

[Comprobar el
sistema con el
objetivo (10x)]

Este botdn solo aparece si se han seleccionado los dos objetivos para la
comprobacion del sistema en la pagina [Comprobar sistema] > [Colocar
patron de calibracion de particulas].

Al hacer clic en el botén [Comprobar el sistema con el objetivo (10x)], el
sistema cambia el objetivo para poder ejecutar el flujo de trabajo [Comprobar
sistema] con el objetivo que tiene un aumento de 10x.

5

Al hacer clic en el botén [Exportar a Excel] se exporta la tabla de clasificacion
o la tabla de particulas como archivo de MS Excel.

265  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5



18 [Comprobar sistema]
[Comprobar sistema] > [Revisar muestra]

18.7.1

Revision de la muestra

9}

En esta pagina se muestran de forma detallada los resultados de la
comprobacion del sistema con el patron de calibracion de particulas.
Encima de las pestafias del area de visualizacion hay tres vistas distintas
disponibles.

Informacién de la muestra

La lista [Clase] contiene todas las clases de particulas junto con los
correspondientes resultados. Si selecciona una clase, en las areas de
visualizacion de las pestafias solo se mostraran las particulas que
pertenecen a esa clase. Si el resultado de una clase de particulas se
califica como [No correcto], es posible examinar detalladamente las
particulas individuales de esta clase y modificarlas si es necesario.

El boton [Eliminar particulas] de la pestafa [Vista de particulas] o la
pestafia [Imagen de la muestra] permite eliminar particulas de polvo y
otras impurezas que no formen parte de las estructuras del patron de
calibracion de particulas.

Cambio del objetivo y reanudacion de la comprobacion del sistema

El boton [Comprobar el sistema con el objetivo de 10x] solo se muestra si se
han seleccionado ambos objetivos para la comprobacion del sistema en la
pagina [Comprobar sistema] > [Colocar patron de calibracion de particulas].

1. Haga clic en el boton [Comprobar el sistema con el objetivo de
10x] para reanudar la comprobacion del sistema con el objetivo de
10x.
= El sistema preparara el objetivo de 10x.
= Se abrira la pagina [Comprobar sistema) > [Editar configuracion

(10%)].
= Ahora se puede ejecutar el flujo de trabajo [Comprobar sistema]
con el objetivo de 10x.

Resultados de la comprobacién del sistema

En el grupo [Resultados de la comprobacion del sistema] se muestra el
resultado de la comprobacion del sistema para cada objetivo (5x y 10x)
por separado. La abreviatura [n/d] quiere decir que los resultados

todavia no estan disponibles. Solamente se asigna el estado [Correcto]
al campo [Aprobacion general] si los resultados para ambos objetivos
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han obtenido la calificacion de [Correcto]. Si la comprobacion del
sistema se lleva a cabo con un Unico objetivo, el estado del campo
[Aprobacion general] sera [n/d].

Sien el resultado se indica que el nimero de particulas supera el valor
conocido del patron de calibracion de particulas, sera necesario limpiar
el patron de calibracion de particulas. A continuacion, repita la
comprobacion del sistema. Compruebe si los valores umbral estan
correctamente ajustados en la pagina [Comprobar sistema] > [Editar
configuracion).

Si en el resultado se indica que las particulas se han asignado a una
clase de tamafio incorrecta, se deben ejecutar los procesos de
calibraciéon [Calibracion de la rotacion de la cdmara respecto a la
platina] y [Calibracion manual del aumento]. A continuacion, repita la
comprobacion del sistema.
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19 Glosario
Tiempo de exposicion y ajuste del valor umbral

Para que el software pueda distinguir entre una particula y el fondo del
filtro durante la inspeccion de una muestra, es importante ajustar
adecuadamente el brillo de la imagen (tiempo de exposicion) y los &
valores umbral.

Para analizar la intensidad, el software utiliza un histograma en el que
se muestra el nimero de puntos de la imagen en funciéon de la
intensidad. De esta forma, el software calcula cuantos puntos tiene una
imagen para cada intensidad. El tiempo de exposicion se calcula a
partir del histograma, es decir, de la distribucion de la intensidad en
una imagen.

Algunas normas definen valores especificos para el tiempo de
exposicion y los valores umbral con el objeto de facilitar la
comparacion de los resultados de los analisis.

Ejemplo: VDA  Eltiempo de exposicion de la directiva VDA [VDA 19.1:2015] se ajusta de
forma que el pico mas alto del histograma (1) (correspondiente al
fondo del filtro) se desplace hasta el 55 % del rango de intensidad
completo.

El valor umbral se ajusta para que se sitle en el 70 % del pico mas alto
(igualmente del fondo del filtro). Las intensidades relevantes registradas
como particula estan al lado izquierdo del umbral.

®

70%

0 255
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Plantilla de informes

Una plantilla de informes es un modelo de informe. Las plantillas de
informes contienen marcadores de posicion para todos los datos e
imagenes que debe incluir un informe. Las plantillas de informes se
pueden editar en Microsoft Word.

Los informes y las plantillas son documentos independientes. Las
modificaciones realizadas en un informe no afectan a las plantillas de
informes. Por su parte, los cambios en las plantillas de informes no
afectan automaticamente a los informes. Para que los cambios en una
plantilla de informes se reflejen en un informe, es necesario crear un
informe nuevo.

Estructura de los resultados de un informe

En las plantillas de informes solo es necesario introducir una vez las
secciones que sirven de marcadores de posicion para los tipos de
particulas. Estas secciones se reproducen automaticamente al crear un
informe tantas veces como sea necesario para el nimero de tipos de
particulas. Las secciones generales o las secciones para la imagen de la
muestra corresponden a la muestra completa. Estas secciones solo se
incluyen una vez en los informes.

En las paginas para crear y editar plantillas de informes hay disponibles
tres opciones para la estructura de los informes. Estas opciones
establecen la disposicion de las secciones con los resultados de cada
tipo de particulas dentro de un informe.

* [Replicar plantilla]

En primer lugar se insertan en las secciones todos los resultados para
un tipo de particulas. A continuacion, estas secciones se repiten en el
mismo orden para el resto de tipos de particulas.

* [Replicar seccion]

Los resultados de una seccion se muestran sucesivamente para cada
tipo de particulas. Primero se muestra la primera seccion de cada tipo
de particulas, después la siguiente seccion, etc.

* [Replicar seccion en bloques]

Esta opcion permite ordenar en bloques las secciones de los tipos de
particulas que siguen a una seccion general. Para utilizar esta
estructura se deben insertar en la plantilla de informes al menos dos
secciones sucesivas para tipos de particulas, después de una seccion
general.
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Ejemplo

Ejemplo

Recuento diferenciado

Durante un recuento diferenciando se asignan las particulas detectadas
a una clase de particulas definida por un limite inferior y un limite
superior.

Clase de particula Rango de tamarios (um)
B 5<x<20
C 20 < x <50
D 50 < x <100
E 100 < x < 200

En el ejemplo se muestra una tabla de clasificacién con un recuento diferenciado.

El software incluye normas para realizar el analisis mediante un &
recuento acumulado o mediante un recuento diferenciado. Estas
normas se identifican mediante las letras C (de acumulado) o D (de
diferenciado).

Corredera de color real

Una corredera de color real es un filtro que se coloca en la trayectoria
de la luz del microscopio para representar las particulas con los colores
reales de la muestra. Las particulas o zonas de particulas reflectantes
no se colorean de azul.

EF|

EFI son las siglas de imagen focal extendida, del inglés "Extended Focal
Imaging". La funcion EFI calcula una imagen resultante enfocada en
todas las zonas (imagen EFl) a partir de una serie de imagenes con
diferentes enfoques.

Cddigo del resultado

Algunas normas especifican que el resultado del analisis del nivel de
limpieza se debe mostrar mediante un codigo de resultado. Las
codigos caracteristicos que forman el coédigo de resultado varian de
una norma a otra.

La norma 1SO 16232-10 utiliza el codigo de resultado CCC (Component
Cleanliness Code, codigo de limpieza del componente). Por ejemplo, el
codigo de limpieza del componente "V (B20/C16/D18/E12/F13/G-)12)"
significa que se ha calculado el numero de particulas para el volumen
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mojado (V) del componente. En el codigo de este ejemplo, el recuento
normalizado de particulas en la clase de particulas B se asigna a la clase
de contaminacion 20; el recuento normalizado de particulas en la clase
de particulas C se asigna a la clase de contaminacion 16, etc.

Si se inspecciona la muestra con una norma que incluye el término
[Valor de sedimentacion] para analizar la limpieza del aire ambiental,
entonces la entrada [Valor de sedimentacion] estara predefinida
automaticamente en la lista [Codigo del resultado].

Ocupacion del filtro

La ocupacion del filtro permite analizar la distribucion de las particulas
sobre un filtro. La ocupacion del filtro se indica como densidad de
ocupacion porcentual. Esta densidad de ocupacion se calcula a partir
de la relacion entre la superficie ocupada por particulas y el area de
inspeccion. Para que el analisis proporcione un resultado significativo,
es importante que las particulas estéen distribuidas de forma uniforme
sobre el filtro, sin estar demasiado juntas ni superponerse.

Mapa de enfoque

Un mapa de enfoque es una especie de perfil de altitud de la muestra.
Los mapas de enfoque se definen mediante varios puntos de enfoque
que determinan las posiciones de enfoque dptimas en varios puntos de
la muestra. El sistema almacena la posicion en Z de cada una de las
posiciones de enfoque. Mediante estas posiciones de enfoque, el
software calcula la superficie de la muestra. De esta forma se puede
calcular la mejor posicion de enfoque para cualquier posicion de la
muestra. Los mapas de enfoque permiten adquirir imagenes enfocadas
en areas grandes. El software dispone de distintas opciones para
determinar la posicion y el nimero de puntos de enfoque. Las
opciones disponibles dependen de las propiedades de la muestra.

Area de inspeccion

El area de inspeccion define la superficie de una muestra analizada
durante la inspeccion. El area de inspeccion definida de manera
predeterminada en el software tiene un diametro de 42,5 mm. El
tamafio del area de inspeccion se puede modificar. Se debe definir un
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Ejemplo

area de inspeccion que incluya Unicamente la muestra y ninguna parte
del soporte del filtro.

Ajustes de la inspeccion

Los ajustes de inspeccion permiten adaptar parametros como el
tiempo de exposicion vy el valor umbral justo antes de inspeccionar la
muestra en el flujo de trabajo [Inspeccionar muestra] o [Inspeccionar
varias muestras]. La diferencia respecto a las configuraciones de
inspeccion es que estas también se pueden ajustar una vez iniciado el
flujo de trabajo [Inspeccionar muestral.

Configuracion de inspeccion

Una configuracion de inspecciéon contiene todos los parametros que
determinan la forma en que el sistema analiza una o varias muestras.
Estos parametros estan formados por ajustes especificos del sistema y
especificaciones de normas de todo tipo de sectores industriales, y
también pueden incluir ajustes definidos por el usuario. Las
configuraciones de inspeccion estan compuestas por los parametros de
una norma y otros parametros de las siguientes paginas de
configuracién: [Configuracion de inspeccion], [Normas], [Familias de
particulas] y [Tipos de particulas].

Recuento acumulado

Por lo general, una clase de particulas se define mediante un tamafio
minimo y un tamafio maximo. En el caso del recuento acumulado la
clase de particulas no tiene limite superior.

En la tabla siguiente se muestran las diferencias entre un € recuento
diferenciado y un recuento acumulado.

Clase de particula Rango de tamarfios NUmero de particulas
encontradas
A 5<x<15um 60
B 15 <x <30 um 40
C 30 < x <100 um 10

En el ejemplo se muestra una tabla de clasificacién con un recuento diferenciado.

En el caso del recuento acumulado, las clases de particulas solo se
definen mediante un tamafio minimo. Si se acumulan las particulas
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encontradas de la tabla de clasificacion anterior, el resultado se
determina de la forma siguiente:

Clase de particula

Rango de tamarfios

NUmero de particulas

encontradas
A >5pum 60 + 40 + 10 = 110
B > 15 um 40 +10 =50
C > 30 um 10

En el ejemplo se muestra una tabla de clasificacién con un recuento acumulado.

El software incluye normas para realizar el analisis mediante un
recuento acumulado o mediante un recuento diferenciado. Estas
normas se identifican mediante las letras C (de acumulado) o D (de
diferenciado).

Indice de limpieza de las superficies

@ [ndice de limpieza de las superficies Para la medicién del indice de
limpieza de las superficies, las particulas son absorbidas por una tira
adhesiva. A diferencia del valor de sedimentacion, el célculo del indice
de limpieza de las superficies no es escalado por el tiempo.

Particula

En el software se define una particula mediante un conjunto de puntos
de la imagen contiguos que se encuentran dentro de un area
determinada de intensidad. Es decir, todos los puntos de la imagen que
pertenecen a una particula son aproximadamente igual de brillantes u
oscuros y son aproximadamente del mismo color.

Trampas de particulas

Una trampa de particulas permite acumular y fijar particulas del aire
ambiental sobre una superficie de sedimentacion, con el propdsito de
determinar las particulas y la contaminacion presentes en el aire. Estas
superficies de sedimentacion se analizan tras un periodo de tiempo
determinado, y se cuentan y miden las particulas que se han
acumulado sobre ellas.
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Familia de particulas

Las particulas se clasifican por su tamafio y por las propiedades de sus
materiales. Una familia de particulas define una propiedad fisica
determinada de una particula.

Una familia de particulas se define mediante uno o mas parametros de
medicion limitados por un valor minimo y un valor maximo. Por
ejemplo, una fibra se define por los parametros de medicion [Longitud
de la fibra], [Diametro del circulo interior max], [Fibrosidad] y
[Compacidad]. Si los valores medidos en una inspeccion se
corresponden con los requisitos para una fibra, entonces la particula se
asigna a la familia de particulas [Fibra].

Una particula reflectante se define por el parametro de medicion
[Reflectancia). Silos valores medidos en una inspeccion se
corresponden con los requisitos para una particula reflectante, la
particula se asigna a la familia de particulas [Reflectante].

Clase de particula

Las particulas se clasifican por su tamafio y se asignan a una clase de
particulas. En el software OLYMPUS Cleanliness Inspector se asigna
también un color a las particulas clasificadas. Asi, todas las particulas de
una clase de particulas se marcan del mismo color en la imagen y en
las tablas de resultados.

Ejemplo: segun la clasificacion de la tabla siguiente, una particula de
120 um de longitud se asigna a la clase de particulas E:

Clase de particula Rango de tamarios (um)

5<x<20

20 <x <50

50 < x < 100

100 < x < 200

200 < x < 300

300 < x < 500

500 < x < 800

800 < x < 1000

—|—| IO MmO N wm

1000 < x

Ejemplo de tabla de clasificacion.
Patron de calibracion de particulas

El patrén de calibracion de particulas posee multitud de particulas y
estructuras distintas, todas ellas de formas y tamafios conocidos. En
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lugar de una muestra, se explora el patron de calibracion de particulas
con el software. En el proceso se detectan los objetos contenidos en el
patron y se comparan con las magnitudes conocidas. El patron de
calibracion de particulas permite comprobar el sistema y la precision de
las calibraciones.

La superficie circular del patrén de calibracion de particulas se divide en ocho segmentos. Cada
segmento contiene distintos tipos de particulas.

Tipo de particula

Un tipo de particulas comprende una o mas familias de particulas. Un
tipo de particulas esta formado al menos por una familia de particulas.
Por ejemplo, una particula reflectante y fibrosa se asigna al tipo de
particulas [Fibra reflectante].

Umbral

En el software se define una particula mediante un conjunto de puntos
de la imagen contiguos que se encuentran dentro de un area
determinada de intensidad. Todos los puntos que pertenecen a una
particula son aproximadamente igual de brillantes u oscuros o son del
mismo color. El area de intensidad adecuada se define a través de un
valor minimo y un valor maximo de intensidad. Estos dos valores de
intensidad son los valores umbral. Los valores umbral de la inspeccion
de una muestra determinan las particulas que se van a detectar.
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Umbral para particulas reflectantes

En el software se puede definir un valor umbral para las areas
reflectantes de una particula. En este proceso se detectan los puntos
reflectantes de la imagen que estan dentro de una particula y se calcula
la proporcion entre los puntos reflectantes y el area total de la
particula. A partir de una proporcion determinada de areas reflectantes
en una particula, la particula se incluye como particula reflectante en
los resultados de la inspeccion.

Valor de sedimentacion

Para analizar el nivel de limpieza del aire ambiental, en las normas y
directivas correspondientes se utiliza una Unica dimension de referencia
para evaluar las trampas de particulas, el denominado valor de
sedimentacion (también se denomina ndmero de sedimentacion o

valor lllig, en Alemania'). Este valor se calcula a partir del niimero de
particulas en la clase de tamafio correspondiente, multiplicado por un
factor de ponderacion. A continuacion, estos nimeros de particulas
ponderados se suman. La suma de estas particulas se normaliza sobre
una superficie de medicion de 1000 cm? y para un tiempo de medicion

de una hora. El resultado se denomina valor de sedimentacion

Imagen general

Antes de inspeccionar una muestra se adquiere una imagen general de
la muestra completa con el aumento mas pequefio. La imagen general
ofrece una primera vista general de la muestra completa. La imagen
general se utiliza, por ejemplo, para definir el drea de inspeccion o para
ajustar los puntos de enfoque. Una vez inspeccionada la muestra, la
imagen general es sustituida por una imagen de la muestra de alta
resolucion. La imagen general solo se guarda de forma temporal.

1. Technische Sauberkeit in der Montage. Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).
Parte 2. 1.2 edicion 2010. Pag. 151.

2 Véase "Technische Sauberkeit in der Montage". Verband der Automobilindustrie e.V.
(VDA). Parte 2. 1.2 edicién 2010. Pags. 150-152.
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Clase de contaminacion

En algunas normas, las particulas asignadas a una clase de particulas se
clasifican ademas en clases de contaminacion. Una clase de
contaminacion se define mediante un nimero minimo y un ndmero
maximo de particulas.

Ejemplo  segun la clasificacion de la tabla siguiente, 40 de las particulas
detectadas de una clase de particulas (p. g). la clase de particulas B) se
asignan a la clase de contaminacion 4.

NUmero de particulas o

Mas de Hasta (incl) Clase de contaminacion
0 0 00
0 1 0
1 5 1
5 10 2
10 20 3
20 50 4
50 100 5
100 500 6

Ejemplo de tabla de clasificacion segun la contaminacion.
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1 El modo de software [Analizar materiales]
Cambiar el modo de software

1

11

El modo de software [Analizar materiales]

Cambiar el

& o

& Home

Si la solucion de software [CIX Interactive Measurement Solution] se ha
activado en su software OLYMPUS Cleanliness Inspector, el modo de
software [Analizar materiales] esta disponible.

En este caso, el boton[Microscopia avanzada] > [Analizar materiales]
aparece en la pagina de inicio del software OLYMPUS Cleanliness
Inspector.

El modo de software [Analizar materiales] le permite utilizar varias
funciones para la adquisicion de imagenes y el analisis de imagen
automatico. Encontraréa informacion adicional al respecto en el capitulo
Rango de funciones (pagina 11).

modo de software

Cuando cambia al modo de software [Analizar materiales] la interfaz de
usuario cambia.

En la pagina de inicio del software OLYMPUS Cleanliness Inspector,
haga clic en el boton [Microscopia avanzada] > [Analizar materiales]
para cambiar al modo de software [Analizar materiales].

En el modo de software [Analizar materiales] haga clic en el boton
[Inicio] para salir del modo software [Analizar materiales]. Esto le
devuelve a la pagina de inicio del software OLYMPUS Cleanliness
Inspector.

Tambien puede hacer clic en el botdn con la cruz en la barra de titulo
en la parte superior derecha del software.

@

Cuando salga del modo de software [Analizar materiales] deberan cerrarse
todos los documentos cargados.
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Rango de funciones

1.2 Rango de funciones

El modo de software [Analizar materiales] tiene las funciones siguientes.
Adquirir imagenes

El sistema permite adquiririmagenes de alta calidad de una muestra en
UNos POcos pasos. Primero, puede observar la imagen en vivo y
ajustarla. La imagen en vivo se actualiza continuamente, por ejemplo
cuando se traslada la platina del microscopio a otra posicion. La
imagen en vivo se puede activar y desactivar para adquirir una imagen
de los puntos interesantes de la muestra. Esto le permite crear una
imagen digital que puede guardar, procesar y analizar utilizando varias
funciones de software. Encontrara informacion adicional al respecto en
el capitulo Adquirir imagenes (pagina 26).

Medir imagenes

Puede realizar varias mediciones en imagenes y, por ejemplo, medir la
longitud de una linea, el perimetro de una elipse o un angulo en
grados. Los objetos de medicién se mostraran en la capa de dibujo de
la imagen, y pueden ser mostrar y ocultar. Los resultados de medicion
se mostraran en una hoja y se pueden ordenar de forma diferente con
un clic del ratén. Puede exportar los resultados de medicion, por
ejemplo, al formato XLSX (para un tratamiento posterior en la
aplicacion Microsoft Excel). Encontrara informacion adicional al
respecto en el capitulo Medicion interactiva de imagenes (pagina 48).

Utilizar los procesos de analisis de ciencia de materiales

Puede medir imagenes individuales o varias imagenes
simultaneamente utilizando diferentes procesos de analisis de ciencia
de materiales. Todos los procesos de analisis se encuentran en la
ventana de herramientas [Soluciones de materiales].

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] funciona de
manera similar a un asistente de software. Después de iniciar un
proceso de analisis, se le guiara paso a paso a través de la medicion.

disponibles en su software varfan en funcion de las soluciones de software que
haya adquirido para su sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector. Es posible
gue solo vea uno o dos procesos de analisis.

@ Los procesos de analisis deben ser comprados. Los procesos de analisis
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1 El modo de software [Analizar materiales]

Imagenes de muestra

Los siguientes procesos de analisis de la ciencia de materiales estan
disponibles:

[Interseccion de granos], pagina 84
[Planimetria de granos], pagina 98
* [Grosor de la capa], pagina 124
[
[

Hierro fundido], pagina 150

Peor campo de inclusiones] & [Contenido de inclusion], pagina 178
Porosidad], pagina 206

[Analisis de fases], pagina 236

[Grosor del recubrimiento], pagina 258

* [Separacion de brazo de dendrita], pagina 276

Procesar imagenes

Las imagenes adquiridas pueden procesarse mas tarde para optimizar
la calidad para el propdsito de la imagen. Para ello se dispone de
numerosos filtros y funciones, por ejemplo, diversos filtros de
suavizado o de nitidez, asi como funciones para optimizar el contraste.
También puede invertir las imagenes y también girarlas a través de un
numero arbitrario de grados. Encontrara informacion adicional al
respecto en el capitulo Procesar imagenes (pagina 34).

1.3 Imagenes de muestra

El DVD que viene con su software contiene, entre muchos otros datos,
también imagenes que muestran diferentes ejemplos de uso para su
software. Puede cargar estas imagenes de muestra desde el DVD. Sin
embargo, en muchos casos, la instalacion de las imagenes de muestra
en el disco duro local o en una unidad de red es mas util. Entonces, las
imagenes de muestra siempre estaran disponibles, sin importar dénde
se encuentre el DVD con el software.

La documentacion de usuario de su software a menudo se refiere a estas
imagenes de muestra. Puede sequir directamente algunas instrucciones paso
a paso cuando cargue la imagen de muestra correspondiente.

Puede abrir y ver las imagenes de muestra con su software. También
puede utilizar las imagenes de muestra para probar algunas de las
funciones de su software, por ejemplo, el anélisis automatico de
imagenes o la edicion de imagenes.
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Acerca de este documento de ayuda

1.4 Acerca de este documento de ayuda

Este documento de ayuda describe el modo de software [Analizar
materiales], que forma parte del software OLYMPUS Cleanliness
Inspector (CIX-ASW). Puede abrir este documento de ayuda, haga clic
en el interrogante en la barra de titulo de un cuadro de didlogo o de
una ventana de herramientas. También puede utilizar la tecla F1.

Ademas, este documento de ayuda también esta disponible en
formato PDF. Si desea consultarlo en cualquier momento sin necesidad
de utilizar el software, abra el archivo Manual_CIX-ASW . pdf. El archivo
en formato PDF esta disponible en estos idiomas:

= inglés
" japoneés
= coreano
= chino

= francés
= espafol
= aleman

Por defecto se creard un vinculo al archivo «Manuals» en el escritorio
de Windows durante la instalaciéon del software. Si no ve este vinculo,
abra el directorio de instalacion del software y haga doble clic en el
archivo «Manuals». Entonces puede elegir el idioma deseado y abrir el
archivo en formato PDF.
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Estructura de la interfaz del usuario

2 Interfaz del usuario
2.1 Estructura de la interfaz del usuario

La interfaz de usuario del modo de software [Analizar materiales] es
diferente de la interfaz de usuario del software OLYMPUS Cleanliness
Inspector.

Encontrara informacion adicional acerca de como iniciar y finalizar el
modo de software [Analizar materiales] en la seccion Cambiar el modo

de software (pagina 10).
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Estructura de la interfaz del usuario

1 Grupo de
documentos

El grupo de documentos contiene todas las imagenes y tablas cargadas.

El grupo de documentos esta vacio en el inicio. Cuando se trabaja con el
software, el grupo de documentos se llena al cargar y adquirir imagenes, o al
editar imagenes modificando la imagen original y creando una nueva.
Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Grupo de
documentos (pagina 16).

2 Ventanas de
herramientas

Las ventanas de herramientas combinan funciones en grupos. Estas pueden
ser funciones muy diferentes. Por ejemplo, la ventana de herramientas
[Propiedades] contiene toda la informacion disponible para el documento
activo.

A diferencia de los cuadros de didlogo, las ventanas de herramientas
permanecen visibles en la interfaz del usuario hasta que se ocultan. Esto
permite acceder en cualquier momento a la configuracion de las ventanas de
herramientas.

Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Ventanas de
herramientas - Informacion general (pagina 18).

3 [Soluciones de
materiales]

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] ofrece una serie de
procesos de anélisis de ciencia de materiales. Utilice la ventana de
herramientas para medir imagenes individuales o varias imagenes
simultdneamente.

Los procesos de analisis deben ser comprados. Los procesos de analisis
disponibles en su software varfan en funcién de la solucion de software que
haya adquirido para su sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector. Si haya
adquirido varias soluciones de software, éstas estaran colocadas unas debajo
de las otras en la ventana de herramientas [Soluciones de materiales].

4 [Medicion y area

La ventana de herramientas [Medicion y area de interés] ofrece una serie de

de interés] funciones de medicion interactivas. Puede utilizarla para medir distancias y
dreas en una imagen.
5 Barras de Los comandos de uso frecuente estan asociados a un botdn que permite

herramientas

encontrarlos rapidamente. Una barra de herramientas agrupa botones.
Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Barras de
herramientas - Informacion general (pagina 19).

6 Barra de estado

La barra de estado contiene por ejemplo una descripcion breve de cada
funcion. Para ello, sitle el puntero del ratén sobre el nombre del comando o
el botén. También encontrara mas informacion en la barra de estado.
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2.2 Grupo de documentos

El grupo de documentos contiene todos los documentos cargados.
Como regla general, estos documentos son imagenes. También se
pueden encontrar otros tipos de documentos en el grupo de
documentos, por ejemplo, tablas de resultados de medicion.

Aspecto del grupo de documentos

IEnaTEsTr—|

—
100 pm
1 Grupo de El grupo de documentos se encuentra en el centro de la interfaz de usuario.
documentos Aqui se encuentran todos los documentos cargados y, por supuesto, todas

las im&genes adquiridas. También se muestran aqui la imagen en vivo y las
imagenes resultantes, por ejemplo, después de cualquier funcion de edicién
de iméagenes.

Tenga en cuenta lo siguiente: Se pueden cargar un maximo de

150 documentos al mismo tiempo en el grupo de documentos.
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2 Barrade
documentos

La barra de documentos es la barra de titulo del grupo de documentos.
Para cada documento cargado, se configurara una pestafia individual que
mostrara el nombre del documento en el grupo de documentos. Haga clic en
el nombre de un documento en la barra de documentos para que se muestre
en el grupo de documentos.

Cada tipo de documento se identifica con su propio icono. Se utilizan los
siguientes iconos:

8 imagen en color real
- Imagen en escala de grises
« B Libro

En la parte superior derecha de cada pestafia, se encuentra un botéon
pequefio [ x ]. Haga clic en el botdn con la cruz para cerrar el documento. Si
aun no se ha guardado, se abrira el cuadro de dialogo [Documentos no
guardados]. A continuacion, puede decidir si todavia necesita los datos.

3 Botonesenla
barra de
documentos

La barra de documentos contiene varios botones, a la izquierda y a la
derecha.

Haga clic en el boton con la mano para extraer el grupo de documentos de la
interfaz de usuario. De este modo, crearéd una ventana de documento que
podra posicionar y redimensionar libremente.

Si desea combinar dos grupos de documentos, haga clic en el botén con la
mano en uno de los dos grupos de documentos. Con el boton izquierdo del
raton pulsado, arrastre el grupo de documentos con todos los archivos
cargados en €l a uno existente.

Condicion previa: Solo se pueden posicionar grupos de documentos como se
desee cuando se esta en el ® modo de experto. En el modo estandar, el
botén con la mano no esta disponible.

Puede encontrar dos botones de flecha en la parte superior izquierda y en la
parte superior derecha del grupo de documentos.

Cuando se inicia el software, los botones de flecha estan inactivos. Los
botones de flecha solo se activaran cuando haya cargado tantos documentos
gue ya no se puedan visualizar todos sus nombres en el grupo de
documentos.

Si ha cargado tantas imagenes que ya no se pueden mostrar todos sus
nombres en el grupo de documentos, haga clic en una de las dos flechas.
Esto desplaza los campos con los nombres de documento a la izquierda o a
la derecha. Eso le permitira para ver los documentos que antes no se
mostraban.
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Ventanas de herramientas - Informacion general

Haga clic en la flecha pequefia a la derecha para abrir una lista con todos los
documentos cargados. Si se utiliza méas de un grupo de documentos, los
documentos cargados se clasifican por grupo de documentos. Una linea
horizontal divide los grupos de documentos entre si.

Haga clic con el botdn izquierdo en el documento que desea que se muestre
en el monitor.

También puede utilizar la ventana de herramientas [Galerfa] para obtener una
vision general de los documentos que se han cargado.

2.3 Ventanas d

e herramientas - Informacion general

En el modo de software[Analizar materiales] encontrara la siguientes
ventanas de herramientas. Las ventanas de herramientas no se pueden
ocultar.

[Navegador de
imagen]

Utilice esta ventana de herramientas para cambiar la seccion de imagen
mostrada en la ventana de imagen.

[Propiedades]

El proceso de adquisicion de imagenes adquiere una serie de informacion
adicional junto con la imagen. La ventana de herramientas [Propiedades]
muestra la informacion disponible para la imagen activa.

Tenga en cuenta lo siguiente: La mayoria de la informacion solo se guarda
con su imagen si utiliza el formato de archivo TIF o VSI. Con todos los demas
formatos de archivo, la informacion se pierde irrevocablemente al guardar.

[Galeria]

La ventana de herramientas [Galeria] muestra miniaturas de todas las
imagenes cargadas. Haga clic en una de las miniaturas para activar la imagen
correspondiente en la ventana de imagen.

[Soluciones de
materiales]

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] ofrece diferentes
procesos de analisis de ciencia de materiales. Encontrara una descripcion
general de los procesos de analisis disponibles en la pagina 11 del capftulo
Utilizar los procesos de analisis de ciencia de materiales.

[Medicion y area de
interés]

En esta ventana de herramientas tiene acceso rapido a todas las funciones de
medicion y a todos los ajustes relacionados con las mediciones. Esta ventana
de herramientas es al mismo tiempo la visualizacion de la medicion y contiene
todos los valores que se han medido en la imagen activa. Encontrara
informacion adicional al respecto en el capitulo Medicion interactiva de

imagenes (pagina 48).

[Control del
microscopio]

Utilice esta ventana de herramientas para controlar su microscopio. Puede
cambiar los objetivos, alternar entre los métodos de observacion que se han
definido y mover la platina del microscopio.
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2.4 Barras de herramientas - Informacién general

En el modo de software [Analizar materiales] encontrara la siguientes
barras de herramientas.

[Inicio CIX]

La barra de herramientas [Inicio CIX] contiene el boton [Inicio]. En el modo de
software [Analizar materiales] haga clic en el botén [Inicio] para salir del
modo software [Analizar materiales]. Esto le devuelve a la pagina de inicio del
software OLYMPUS Cleanliness Inspector.

[Estandar CIX]

La barra de herramientas [Estandar CIX] contiene muchas funciones basicas.
Por ejemplo, con la barra de herramientas [Estandar CIX] puede cargar,
guardar e imprimir archivos de imagen.

También puede utilizar esta barra de herramientas para mostrar u ocultar
rapidamente elementos en la interfaz de usuario. Por ejemplo, puede
mostrar u ocultar una barra de escala en la ventana de imagen.

En el capitulo Barra de herramientas [Estandar CIX] (pagina 20) encontrara
informacién adicional acerca de esta barra de herramientas.

[Control de la camaral]

La barra de herramientas [Control de la camara] contiene las funciones para
adquirir imégenes. Puede ajustar el tiempo de exposicion y acceder a los
ajustes de adquisicion. En el capitulo Barra de herramientas [Control de la
camara] (pagina 26) encontrara informacion adicional acerca de esta barra
de herramientas.

[Control del
microscopio]

La barra de herramientas [Control del microscopio] contiene botones para
cambiar los objetivos.

[Zoom]

Utilice los botones de la barra de herramientas [Aumento] para establecer el
tamafio de la imagen activa que se mostrara en el monitor.

[Herramientas]

La barra de herramientas [Herramientas] contiene numerosas herramientas
para seleccionar los segmentos de imagen.

[Fuente de formato]

Utilice los botones de esta barra de herramientas para formatear texto en un
objeto de texto de una imagen. Puede encontrar instrucciones paso a paso
para trabajar con objetos de dibujo en la pagina 42 del capitulo Utilizar el
modo de dibujo continuo.

[Dibujo]

Utilice los botones de esta barra de herramientas para dibujar en las
imagenes. Pone a su disposicion una variedad de funciones de dibujo (linea,
rectangulo, elipse, Texto), asi como opciones para la seleccién de color y
estilos de linea.

En el capitulo Barra de herramientas [Dibujo] (pagina 41) encontrara
informacién adicional acerca de esta barra de herramientas.
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2 Interfaz del usuario
Barras de herramientas - Informacion general

2.4

Mostrar las barras de herramientas

1.

2.

Haga clic con el botén derecho del raton en cualquier barra de
herramientas para abrir una lista de todas las barras de
herramientas disponibles.

» Todas las barras de herramientas que se muestran estan
identificadas con una marca de verificacion delante de su
nombre.

Seleccione una barra de herramientas en la lista de todas las barras

de herramientas disponibles para mostrarla u ocultarla.

Barra de herramientas [Estandar CIX]

Lab

arra de herramientas [Estandar CIX] contiene muchas funciones

basicas.

[Abrir archivo]

Haga clic en este botdn para cargar archivos. Los tipos de documentos
compatibles son las imagenes, los gréaficos y los libros.

Haga clic en la flecha pequefia a la derecha del botéon. También
encontrara una lista de documentos abiertos recientemente en el
menu.

—)
Ll |

[Guardar]

Haga clic en este boton para guardar el documento activo en un
soporte de datos.

[Guardar como]

Haga clic en este botdn para guardar un documento que ya se ha
guardado con un nombre diferente.

[Excel]

Haga clic en este boton para exportar un libro de trabajo con los
resultados de las mediciones a Excel.

[Imprimir]

Haga clic en este boton para imprimir el documento activo. Haga clic
en el botén [Configuracion de pagina] para imprimir barras de escala y
marcas de informacion junto con la imagen.

E B

[Vista previa de
impresion]

Haga clic en este boton para mostrar la vista previa de impresion.

il

[Definir resolucion
de impresion]

Haga clic en este botdn para establecer la resolucion de impresion de
una imagen. Puede utilizar esta resolucion de impresion cuando esté
incluyendo informacién adicional en la imagen. La informacion
adicional puede incluir cosas como la barra de escala y la marca de
informacién. La resoluciéon de impresion determina el tamafio de la
informacién adicional que se graba.
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2 Interfaz del usuario
Barras de herramientas - Informacién general

[Copiar]

Haga clic en este botdn para copiar todos los objetos que estan
actualmente seleccionados en el portapapeles. Los objetos que se
seleccionan pueden incluir objetos de medicion, objetos de dibujo y
segmentos de imagen. Cuando desee copiar segmentos de imagen,
primero utilice el boton [Herramienta de marco] en la barra de
herramientas [Herramientas] para seleccionar el segmento de imagen.

[Insertar]

Haga clic en este boton para copiar el contenido del portapapeles a la
imagen activa.

[Menu de
proceso]

Haga clic en el boton [MenU de proceso] para abrir un menu con
funciones de edicion de iméagenes. Encontrara informacion adicional al
respecto en el capitulo [Menu de proceso] (pagina 45).

[Incluir
informacion]

Haga clic en este botdn para incluir informacion adicional, como la
barra de escala, la barra de color, o la marca de informacion de la
imagen activa. Los datos de medicion o los dibujos también se pueden
incluir en la imagen de esta manera.

Cuando incluye informacion, asigna informacion adicional irrevocable-
mente en la imagen. Esta informacion adicional se convertira en una
parte integral de la imagen. Todos los pixeles que se encuentran
debajo de la informacién adicional mostrada en la imagen, por
ejemplo, debajo de la barra de escala, seran sobrescritos por la
informacion adicional incluida. De esta manera, la informacion de la
imagen se pierde.

[Deshacer]
[Rehacer]

Haga clic en estos botones para deshacer o rehacer el Ultimo comando
que se ha ejecutado. Al hacer clic de nuevo, se deshace o rehace el
comando anterior, y asi sucesivamente.

[Barra de escala]

Haga clic en este botdn para mostrar una barra de escala en la ventana
de imagen.

H [Marca de Haga clic en este botdn para mostrar una marca de informacion en la
informacion] ventana de imagen. Puede configurar la marca de informacion para
gue muestre informacion diversa. Esta informacion se adquiere y
guarda junto con la imagen. Ejemplos de esto incluyen la ampliacion
del objetivo y el tiempo de exposicion.
[Opciones] Haga clic en este botdn para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. En

este cuadro de didlogo encontraré una serie de ajustes por defecto con
los que podréa configurar el modo de software [Analizar materiales].
Puede modificar el aspecto de la barra de escala, por ejemplo, o el
color de los objetos de medicion interactivos.
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3 Trabajar con documentos

Guardar documentos

3 Trabajar con documentos

Existen varias maneras de abrir, activar y guardar o cerrar documentos.
Como regla general, estos documentos seran imagenes. Sin embargo,
su software también admite graficos v libros.

3.1 Guardar documentos

HI4

Guardar
automaticamente

Se recomienda guardar las imagenes importantes directamente
después de adquirirlas. Los documentos no guardados se identifican
con un asterisco después del nombre.

Existen varias maneras de guardar documentos.

1.

3.

Para guardar un solo documento, activelo en el grupo de
documentos. A continuacién, haga clic en el botén [Guardar ] o
[Guardar como]. También se puede utilizar la combinacion de
teclas [Ctrl + S] o [Ctrl + Mayus + S].

. Utilice la ventana de herramientas [Galerial.

Seleccione los documentos deseados y utilice el comando
[Guardar] del menu contextual. Para la seleccidon de documentos,
son validas las convenciones estandar de MS Windows para la
seleccion multiple.

Al cerrar el software, todos los datos no guardados se muestran en
el cuadro de dialogo Documentos no guardados. Aqui puede
seleccionar los documentos que desea guardar.
También puede configurar el software para que guarde
automaticamente todas las imagenes después de la adquisicion de
imagen. Para ello, utilice el cuadro de dialogo [Ajustes de
adquisicion] > [Guardando].
= Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
[Ajustes de adquisicion] > [Guardando] > [Instantanea]
(pagina 31).
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3 Trabajar con documentos
Cerrar documentos

3.2 Cerrar documentos

Existen varias maneras de cerrar documentos.

1. Para cerrar un documento individual, activelo en el grupo de
documentos y haga clic en el botdn con la cruz [ x ]. Puede
encontrar este boton en la parte superior derecha de la ficha del
documento junto al nombre del documento.

2. Utilice la ventana de herramientas [Galeria].

Seleccione los documentos deseados y utilice el comando [Cerrar]
del menu contextual. Para la seleccion de documentos, son validas
las convenciones estandar de MS Windows para la seleccion
multiple.

3. Todos los documentos cargados se cierran automaticamente al
salir del modo de software [Analizar materiales].

Haga clic en el boton [Inicio] para salir del modo software [Analizar
materiales]. Esto le devuelve a la pagina de inicio del software
OLYMPUS Cleanliness Inspector.

Cerrar todos los documentos

Para cerrar todos los documentos cargados puede utilizarse la
combinacion de teclas [Ctrl + Alt + W]. También puede encontrar el
comando [Cerrar todo] en el menud contextual de la ventana de
herramientas [Galeria].

Cerrar un documento directamente

Para cerrar directamente un documento sin tener que confirmar,
ciérrelo manteniendo pulsada la tecla «Mayus». Cuando se hace de
esta manera, los datos no guardados se pierden.
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Abrir documentos

33 Abrir documentos

Existen varias maneras de abrir o cargar documentos.

u 1. Haga clic en el boton [Abrir archivo] o utilice la combinacion de
teclas [Ctrl + Q).
2. Arrastre los documentos deseados directamente hasta el grupo de
documentos en el software desde el explorador de MS Windows.

Tenga en cuenta lo siguiente: Se pueden cargar un maximo de
@ 150 documentos al mismo tiempo en el grupo de documentos.

Activar documentos del grupo de documentos

Existen varias maneras de activar alguno de los documentos del grupo
de documentos y visualizarlo en el monitor.

1. Utilice la ventana de herramientas [Galeria]. Haga clic aqui en el
documento deseado.

2. Haga clic en el titulo del documento deseado en el grupo de
documentos.

[+ | 3. Haga clic en la pequefia flecha en la parte superior derecha del
grupo de documentos para abrir una lista con todos los
documentos cargados. Haga clic con el botén izquierdo en el
documento que desea que se muestre en el monitor.
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4 Adquirir imagenes
Barra de herramientas [Control de la camara]

4 Adquirir imagenes

En el modo de software [Analizar materiales] puede adquirir y guardar
imagenes.

Condiciones  »  Su camara esta registrada y configurada en el sistema.
previas  » Se han llevado a cabo los procesos de calibracion [Calibracion
manual del aumento], [Correccion de sombras] y [Compensacion
de blancos].

4.1 Barra de herramientas [Control de la camara]

Utilice los botones de la barra de herramientas [Control de la camara]
para adquirir imagenes individuales. Encontrara la barra de
herramientas en la parte superior de la barra de titulo de su software.

[Imagen en vivo]  Cambie al modo en vivo.

[Instantaneal Adquiera una imagen.

[Exposicion Cambie entre el modo de tiempo de exposicion manual y el

manual] automaético.

[Ajustes de Abra el cuadro de dialogo [Ajustes de adquisicion]. Aqui puede
adquisicion] cambiar una serie de ajustes para la adquisicion de imagenes.
[Autoenfoque] Haga clic en el botén [Autoenfoque] para enfocar la imagen automati-

camente. Su software evaluara ahora toda la imagen para calcular un
valor de nitidez.

4.2 [Ajustes de adquisicion]
El cuadro de didlogo [Ajustes de adquisicion] ofrece algunas opciones
generales para manipular imagenes en vivo.

Abrir el cuadro de  El cuadro de dialogo se abre a través de la barra de herramientas
didlogo  [Control de la camara]. En la barra de herramientas haga clic en el
botdn [Ajustes de adquisicion].
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4 Adquirir imagenes
[Ajustes de adquisicion]

421 [Ajustes de adquisicion] > [Adquisicion] > [General]

En el grupo de documentos hay una ventana reservada para la imagen
en vivo. La ventana se llama [Imagen en vivo (activo)]. El
comportamiento de esta ventana en vivo depende de la configuracion
del cuadro de didlogo [Ajustes de adquisicion] > [Adquisicion] >
[General].

Mantener documento abierto cuando se detiene la imagen en vivo

Seleccione la casilla [Continuar imagen en vivo después de instantanea]
para que el modo de imagen en vivo solo se interrumpa durante la
adquisicion de la instantanea. Al adquirir una instantanea se crea una
nueva ventana de imagen, pero la ventana de la imagen en vivo sigue
activa y pasa inmediatamente al modo en vivo.

Para finalizar el modo de imagen en vivo, haga clic en el boton
[Imagen en vivo] de la ventana de herramientas [Control de la camaral.

Confirmar aumento después de la adquisicién

Seleccione la casilla [Confirmar aumento después de la adquisicion]
para mostrar automaticamente el cuadro de didlogo [Calibrar imagen]
después de cada adquisicion de imagen.

Seleccione la opciéon [Aumento (predeterminado)], si desea utilizar los
datos de calibracion del objetivo para la calibracion X/Y.

Seleccione la opcion [Calibracion interactiva] si desea utilizar calibrar la
imagen a base de una distancia de referencia con una longitud
conocida. La longitud conocida puede ser una regla u otra escala que
haya adquirido junto con el objeto. Haga clic en el boton [Establecer
distancia de referencia] para definir la distancia en la imagen.

Seleccionar la unidad basica

Es posible ajustar la unidad basica para la calibracion en X/Y que se
desea utilizar para adquirir imagenes. Seleccione para ello la unidad
deseada en la lista [Unidad basica). Las unidades basicas disponibles
son metros [m] y pulgadas [in].

Si cambia la unidad basica, todas las imagenes que adquiera a partir de
ahora con el software se calibraran automaticamente con la nueva
unidad basica. Todas las dimensiones relativas a la calibracion X/Y se
indicaran en la nueva unidad basica. Estas pueden ser, por ejemplo:
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[Ajustes de adquisicion]

* La etiqueta de la barra de escala

* Los datos de calibracion en la ventana de herramientas [Propiedades]

* Los resultados de la medicidon cuando se realiza una medicion en una
imagen

Tenga en cuenta lo siguiente: La unidad basica para la calibracion X/Y
de las imagenes adquiridas previamente no cambia cuando se modifica
la unidad basica. Si una imagen se ha adquirido con la unidad basica
metros, seguira estando calibrada en metros o en una unidad derivada
de los metros como el mm o el um.
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[Ajustes de adquisicion]

4.2.2  [Ajustes de adquisicion] > [Nombre del documento] > [Instantanea]

[Vista previa]

[Personalizar]

Su software asigna nombres estandar para la adquisicion de imagenes.
Por defecto, la primera imagen que su software adquiera se llamara
[Imagen_01]. Puede cambiar este nombre en el cuadro de dialogo
[Ajustes de adquisicion] > [Nombre del documento].

El campo [Vista previa] muestra el nombre de la siguiente imagen que
vaya a adquirir. Esta vista previa se actualizara tan pronto como cambie
el nombre de la imagen.

Un nombre generado automaticamente se compone de diferentes
componentes. En el grupo [Personalizar] puede definir un prefijo y
especificar una numeracion.

Definir prefijo
En el campo [Texto] puede introducir la primera parte del nombre de la
imagen. El prefijo [Imagen] se ha predefinido. Asi pues, las imagenes

que se adquieren se llamaran por defecto [Imagen_01], [Imagen_02] y
asf sucesivamente.

Siempre que pueda, no utilice caracteres especiales para el nombre de
la imagen. Algunos caracteres especiales, p. €]., ?, no son aceptados y
no se pueden introducir. Si la imagen contiene caracteres especiales en
su nombre, en algunos casos no se podra guardar automaticamente.

También puede mover el prefijo que definid en el campo [Texto] a
cualquier otra posicion en el nombre de la imagen. Para ello, haga clic
en el botdn [Todas las opciones]. Se abrira un cuadro de dialogo en el
que se puede componer un nombre creado automaticamente a partir
de varios marcadores de posicion. Puede encontrar el prefijo definido
en el campo [Texto] en la posicion superior de la columna [Propiedades
seleccionadas]. Seleccione el prefijo y utilice los botones [Subir] y
[Bajar].

Definir contador

Defina en el campo [Digitos del contador] de cuantos digitos debe
constar la numeracion, p. gj., 3 para la numeracion 001. Tenga en
cuenta que el valor introducido en el campo [Digitos del contador] no
limitara la numeracion por lo alto. Esto significa que si ha introducido
un valor de 2, por ejemplo, y la ultima imagen que adquirio fue
[Imagen_99] la siguiente imagen se llamara [Imagen_100].
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Si desea iniciar la numeracion desde un valor determinado, modifique
el valor en el campo [Inicio del contador]. Alli, por ejemplo, puede
devolver la numeracion a 1si ha adquirido muchas imagenes. O puede
continuar la numeracion de una serie de imagenes del dia anterior. Si
cambia el valor en el campo [Inicio del contador] la siguiente imagen
siempre comenzara con la numeracion ajustada. Todos los nimeros de
imagen adicionales aumentaran en un valor de 1.

Cada vez que se reinicie el software, la numeracion de las imagenes se
reiniciara con el valor establecido en el campo [Inicio del contador].
Solo puede cambiar el valor en el campo [Inicio del contador] si ha
desactivado la casilla [Restablecer automaticamente].

El valor del campo [Inicio del contador] puede ignorarse si el

@ almacenamiento automatico esta activado. En este caso, su software
comprueba si un archivo con el nombre deseado ya existe en el
directorio actual. Si existe este archivo, se utilizara automaticamente el
siguiente numero disponible mas alto. Para activar o desactivar el
proceso de almacenamiento automatico, utilice el cuadro de dialogo
[Ajustes de adquisicion] > [Guardando].

Seleccione la casilla [Restablecer automaticamente], cuando desee
estar sequro de que las imagenes que pertenecen juntas estaran
numeradas consecutiva y serialmente sin interrupciones. Entonces ya
no podra cambiar la numeracion de las imagenes manualmente.

Personalizar nombres de documento

Su software le proporciona una serie de marcadores de posicion que
puede utilizar en los nombres de las imagenes. Haga clic en el boton
[Todas las opciones] para elegir los marcadores de posicion que desee.
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4.2.3  [Ajustes de adquisicion] > [Guardando] > [Instantanea]

[Destino]

De forma predeterminada, al realizar una adquisicion de imagen, se
creard un nuevo documento de imagen y se mostrara en el grupo de
documentos. Puede cambiar el nombre de esta imagen y guardarla. Si
aun no la ha guardado al finalizar el software, se le preguntara si desea
hacerlo.

En el cuadro de didlogo [Ajustes de adquisicion] > [Guardar] puede
especificar si desea guardar automaticamente la imagen después de
adquirirla.

Guardar imagenes automaticamente después de la adquisicion

Puede guardar automaticamente las imagenes después de adquirirlas.
Para ello, seleccione la entrada [Sistema de archivos] de la lista
[Destino] si desea guardar sus imagenes como archivos.

En el cuadro de didlogo, el grupo [Directorio] se activa. Aqui puede
definir la ubicacion de destino para guardar sus documentos.

@

Se pueden cargar un maximo de 150 documentos al mismo tiempo en
el grupo de documentos. Al adquirir una imagen, aparece un mensaje
de error si ya se ha cargado el maximo numero posible de
documentos. Cuando ha activado el almacenamiento automatico, la
imagen se adquiere y se guarda en el directorio actual aunque ya no se
pueda mostrar en la ventana del documento de su software.

[Tipo de archivo]

Seleccione la entrada Solicitar respuesta en la lista [Destino]. Ahora el
cuadro de didlogo [Guardar imagen como] se abre automaticamente
después de cada adquisicion de imagen.

En la lista [Tipo de archivo] seleccione el formato de archivo en el que
se deben guardar las imagenes después de la adquisicion. Para los
formatos de archivo de imagen TIF, VSI, JPEG y JPEG 2000, hay ajustes
adicionales que se tienen en cuenta al guardar imagenes. Haga clic en
el boton [Opciones] si desea ver estos ajustes o cambiarlos.

@

Las imagenes adquiridas con el software siempre contienen una serie de
informacién adicional que se puede ver en la ventana de herramientas
[Propiedades]. Esta informacién adicional solo se conservaré si las
imagenes se guardan en formato TIF, BTF o VSI.
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[Cerrar después
de guardar]

[Directorio]

[Crear subdirecto-
rio]

Seleccione la casilla [Cerrar después de guardar] para que el
documento de imagen se cierre inmediatamente después de guardar
la imagen. Las imagenes se guardaran como archivos. Utilice esta
posibilidad para evitar ocupar demasiado de la capacidad de memoria
de su ordenador al adquirir imagenes.

Por favor, tenga en cuenta que no podra ver las imagenes en su
software después de la adquisicion de la imagen.

El campo [Ruta de acceso] muestra el directorio actual que se utilizara
cuando las imagenes se guarden automaticamente. Haga clic en el
boton [...] situado junto al campo [Ruta de acceso] para seleccionar un
directorio diferente en el que se guardaran las imagenes después de su
adquisicion.

Cuando se guardan imagenes automaticamente después de la
adquisicion de imagenes, existe la posibilidad de guardar imagenes
que pertenecen juntas en su propio directorio individual. De forma
predeterminada, todas las imagenes que adquiera en un dia se
guardaran en un directorio separado. Al dia siguiente, se abrira
automaticamente un nuevo directorio. Esto le permite tener siempre
una vision clara, incluso cuando adquiere muchas imagenes.

Seleccione la casilla [Crear subdirectorio] para guardar las imagenes
adquiridas en su propio subdirectorio.

Haga clic en el boton [Personalizar] si desea cambiar el nombre
sugerido para el subdirectorio. Su software le proporciona una serie de
marcadores de posicion que puede utilizar en los nombres de
directorios. Con su eleccion del marcador de posicion también
determina el criterio con el que se organizara su estructura de arbol de
directorios. Por ejemplo, puede crear un subdirectorio separado para
cada usuario.

El campo [Vista previa] muestra el subdirectorio actual para la siguiente
adquisicion de imagen. Esta vista previa se actualizara tan pronto como
cambie el nombre del subdirectorio.

Desactivar que las imagenes se guarden automaticamente

Seleccione la entrada [No guardar automaticamente] de la lista
[Destino] para desactivar que las imagenes se guarden
automaticamente. Ahora necesita guardar sus imagenes usted mismo
después de que sean adquiridas si desea mantener los archivos de
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imagen. En este caso, no habra ninguna otra funcion disponible en esta
ventana de dialogo.

4.3 Adquirir imagenes

Condiciones  »
previas »

T

Su camara esta registrada y configurada en el sistema.

Se han llevado a cabo los procesos de calibracion [Calibracion
manual del aumento], [Correccion de sombras] y [Compensacion
de blancos].

. Enla pagina de inicio del software OLYMPUS Cleanliness Inspector,

haga clic en el boton [Microscopia avanzada] > [Analizar
materiales] para cambiar al modo de software [Analizar
materiales].

= En el borde superior de la interfaz del usuario encontrara la
barra de herramientas [Control de la camaral.

. Haga clic en el boton [Imagen en vivol.

» Laimagen en vivo se mostrara en el grupo de documentos.

Ajuste la posicion de la muestra deseada.

Seleccione los ajustes de adquisicion que desee.

= Cambie de objetivo si es necesario.

= Ajuste el tiempo de exposicion.

= Utilice los botones [Acercar] y [Alejar] para ajustar la imagen en
la ventana de imagen.

» Enfoque la imagen.

. Haga clic en el boton [Instantaneal.

» Laimagen adquirida se mostrara en el grupo de documentos.

. Haga clic en el boton [Guardar] para guardar laimagen. Seleccione

el formato de archivo TIF o VSI.
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5 Procesar imagenes

5.1 Ver imagenes

511 Aumentar o reducir el tamafio de una imagen en la ventana de imagen

A la izquierda se muestra la imagen completa en la ventana de imagen.
A la derecha se muestra la imagen aumentada para poder observar
una seccion de la imagen con una resolucion mayor. La escala se ajusta
al aumento de la imagen que se muestra en la ventana. Como la
imagen completa ya no se puede mostrar en la ventana de imagen, los
controles deslizantes aparecen en la ventana de imagen.

Hay distintas maneras de modificar el factor de aumento de una
imagen de la ventana de imagen.

E 1. Utilice los botones de la barra de herramientas [Aumento].

2. Haga clic en una ventana de imagen con el boton derecho del
raton. En el menu contextual encontrara algunos comandos que
permiten modificar el factor de aumento de la imagen.

3. Gire la rueda del raton para cambiar el factor de aumento.

4. Utilice la ventana de herramientas [Navegador de imagen].

» Enla ventana de herramientas [Navegador de imagen] mientras
mantiene pulsado el boton izquierdo del ratdn, arrastre el marco
de navegacion a un tamafio mas pequefio. Tan pronto como
suelte el boton del raton, solo se mostrara en la ventana de
imagen el segmento de imagen que haya seleccionado.

* En la ventana de herramientas [Navegador de imagen]
introduzca la ampliacion que desee en el campo de edicién
debajo del segmento de imagen y pulse la tecla [Entrar], o utilice
el control deslizante.
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512  Verinformacion sobre una imagen

=

Consultar las propiedades de la imagen

1. Active la ventana de herramientas [Propiedades] a la izquierda de
la interfaz de usuario. Para ello, puede utilizar la combinacion de
teclas [Alt + Entrar].

2. Vea el tamafio de la imagen en los campos [Imagen] > [Tamafio
(pixeles)] e [Imagen] > [Tamafo (calibrado)]. Vea la calibracion
horizontal y la vertical.

Mostrar la barra de escala

1. Para ello, haga clic varias veces en el boton [Barra de escala] en la
barra de herramientas [Estandar CIX]. También se puede utilizar la
combinacion de teclas [Mayus + F4]. El el color de fondo del boton
cambia de color, indicando si se muestra o se oculta la barra de
escala.

» La barra de escala se muestra en la parte inferior derecha de la
ventana de imagen de forma predeterminada.

» El hecho de que se muestre o no la barra de escala es una
configuracion global valida para todas las imagenes que se
cargan. No puede mostrar la barra de escala solo para
determinadas imagenes.

» La barra de escala es parte de la ventana de laimagen y no de la
imagen. Esto significa que la barra de escala no se muestra si
abre la imagen con un programa diferente.

» Puede cambiar la apariencia de la barra de escala en las
opciones de software. Encontrara informacion adicional al
respecto en la seccion Opciones de software para la barra de
escala (pagina 36).

Mostrar la marca de informacion

1. Para ello, haga clic varias veces en el boton [Marca de informacion]
en la barra de herramientas [Estandar CIX]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [MayUs + F5]. El el color de fondo
del botdn cambia de color, indicando si se muestra u oculta la
marca de informacion.

= |La marca de informaciéon se muestra en la parte inferior
izquierda de la ventana de imagen de forma predeterminada. Le
indica el aumento con el que se adquirio la imagen.
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= Puede cambiar la apariencia y el contenido de la marca de
informacion en las opciones de software. Encontrara
informacion adicional al respecto en la seccion Opciones de
software para la marca de informacion (pagina 39).

Introducir comentarios de imagen y mostrarlas en la ventana de
imagen

1. Vuelva a activar la ventana de herramientas [Propiedades].

2. Haga clic en el campo [Documento] > [Nota]. Haga clic en el
boton [ ... ] e introduzca un comentario sobre la imagen. Cierre el
cuadro de didlogo con [Aceptar].

E 3. Haga clic en el botén [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de dialogo [Opciones]. También se
puede utilizar la combinacion de teclas [Mayus + F8]. Seleccione la
entrada [Marca de informacion] > [Propiedades] en la estructura
de arbol.

4. Enla lista [Propiedades disponibles] encontraré la entrada
[Documento] > [Nota]. Seleccione la casilla. Cierre el cuadro de
didlogo con [Aceptar].

» Su nota aparecera ahora en la marca de informacion.

513  Opciones de software para la barra de escala

Puede cambiar la apariencia de la barra de escala en las opciones de
software.

Abrir el cuadro de  Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
didlogo  Estandar para abrir el cuadro de dialogo [Opciones]. También se puede
E utilizar la combinacion de teclas [Mayus + F8]. Seleccione la entrada
[Barra de escala] en la estructura de arbol.

[Opciones] > [Barra de escala] > [Formato]

[Estilo de texto]  Seleccione la casilla [Mostrar texto] para que la longitud de la barra de
escala se muestre como una etiqueta debajo de la barra de escala.
Debajo de una barra de escala de 10 um de longitud, aparecera una
anotacion [10 um]. Desactive la casilla para ocultar la etiqueta.

Seleccione el color de texto y el tamafio de fuente para la etiqueta de la
barra de escala.

[Estilo de linea] ~ En el grupo [Estilo de linea] defina el aspecto de la barra de escala.
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Desactive la casilla [Fondo transparente] para que la barra de escala se
resalte con un rectangulo blanco. Seleccione la casilla para ocultar el
rectangulo blanco que, de forma predeterminada, se encuentra debajo
de la barra de escala. De esta manera, la barra de escala ocultara la
menor informacion posible sobre la imagen. Sin embargo, esto puede
reducir la legibilidad de la barra de escala.

Seleccione un color de linea y el ancho de linea para la barra de escala.

Seleccione uno de los tres tipos diferentes de barra de escala, en la lista
[Barra].

Seleccione esta casilla para mostrar siempre la barra de escala en la
unidad de calibracion de la imagen. Si la unidad de calibracion de la
imagen es [um], la longitud de la barra de escala también estara en
[um] independientemente de cuanto se acerque o aleje la imagen.
Puede ver la unidad de calibracion de la imagen en la ventana de
herramientas [Propiedades].

Esta casilla estd desactivada de forma predeterminada. La unidad de la
barra de escala se ajustara automaticamente al factor de zoom de la
imagen.

[Opciones] > [Barra de escala] > [Visualizacion]

Seleccione una barra de medicion pequefia, mediana o grande de la
lista [Longitud]. Esta longitud no es una especificacion absoluta de la
longitud de la barra, sino que indica la longitud maxima permitida de la
barra de escala en relacion con la imagen: una barra de escala
pequefia no puede ser mas larga que 1/8 del ancho de la imagen, una
barra de escala media no mas larga que 1/4 del ancho de la imagen, y
una barra grande no mas larga que 1/2 del ancho de la imagen.

La longitud absoluta de la barra de escala se calcula utilizando la
calibracion de imagen actual. La altura del marco de la barra de escala
y el tamafio de la fuente no se veran influenciados por las opciones que
se seleccionaron en la lista [Longitud].

Seleccione como desea que se oriente la barra de escala en la imagen
en el grupo [Orientacion].
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[Posicion]

Puede elegir entre una orientacion horizontal o vertical. O puede
mostrar una barra de escala horizontal y vertical en la ventana de
imagen al mismo tiempo.

o T**;_J ol ’fﬁ;
(ia?? b
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Hay tres maneras de orientar una barra de escala en la ventana de imagen.

Puede posicionar la barra de escala en cualquiera de las cuatro
esquinas de la ventana de imagen. Simplemente haga clic en el boton
que muestra la posicion que desea.

Puede suceder que una (0 mas) posiciones no estén disponibles. En
este caso, la posicion en cuestion ya se utiliza para otra funcion.
Utilizando la marca de informacion, puede, ademas de la barra de
escala, tener alguna informacion sobre la imagen actual mostrada en la
ventana de imagen. Entonces, la posicion actual de la marca de
informacion no se puede elegir para la barra de escala. El boton
correspondiente esta en gris.
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514  Opciones de software para la marca de informacion

Abrir el cuadro de
didlogo

[Visualizacion]

[Posicion]

[Mostrar nombre
de propiedad]

Puede cambiar la apariencia y el contenido de la marca de informacion
en las opciones de software.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [MayUs + F8]. Seleccione la entrada
[Marca de informacion] en la estructura de arbol.

[Opciones] > [Marca de informacion] > [General]

En el grupo [Visualizacion] defina el aspecto de la marca de
informacion.

Desactive la casilla [Fondo transparente] para que la marca de
informacion se resalte con un rectangulo blanco. Seleccione la casilla
para que la marca de informacion se muestre sin fondo. De esta
manera, la marca de informacion ocultara la menor informacion
posible sobre la imagen. Sin embargo, esto puede reducir la legibilidad
de la marca de informacion.

Seleccione un color de texto y un tamafio de fuente para la marca de
informacion. Solo puede seleccionar este color cuando se ha
seleccionado la casilla [Fondo transparente]. Cuando hay un fondo, el
color del texto se determinara automaticamente.

Puede posicionar la marca de informacion en cualquiera de las cuatro
esquinas de la ventana de imagen. Simplemente haga clic en el botén
que muestra la posicion que desea.

Puede suceder que una (0 mas) posiciones no estén disponibles. En
este caso, la posicion en cuestion ya se utiliza para otra funcion. Por
ejemplo, ademas de la marca de informacion, también se puede
mostrar una barra de escala en la ventana de imagen. Entonces, la
posicion actual de la barra de escala no se puede elegir para la marca
de informacion. El botén correspondiente esta en gris.

Seleccione la casilla [Mostrar nombre de propiedad]. Ahora, la marca
de informacion mostrara el nombre de la propiedad y el valor actual. El
nombre corresponde al nombre de la propiedad en la ventana de
herramientas [Propiedades].
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Desactive la casilla si no desea mostrar el nombre de la propiedad en la
marca de informacion. Ahora, solo se muestra el valor.

Ejemplo: Usted quiere que la marca de informacion se vea en el
nombre del archivo. Con un archivo de imagen llamado
ImagenDePrueba.tif, la entrada [Nombre: ImagenDePrueba.tif] aparece
en la marca de informaciéon cuando se selecciona la casilla. Cuando la
casilla esta desactivada, sélo se muestra [ImagenDePrueba.tif].

[Opciones] > [Marca de informacion] > [Propiedades]

En este cuadro de didlogo se establecen los elementos de informacion
que deben aparecer en la ventana de imagen.

@

La informacion disponible depende del tipo de imagen, del hardware
compatible, de la versién del software y de la camara que se utilice. Por esta
razdn, no toda la informacion del cuadro de didlogo [Opciones] > [Marca de
informacion] > [Propiedades] sera relevante para sus imagenes. Si una
informacién no es relevante para la imagen actual, esta informacién no se
muestra en la marca de informacion, aunque esté seleccionada.

[Propiedades
disponibles]

[Propiedades
seleccionadas]

La lista de la izquierda [Propiedades disponibles] muestra todos los
elementos de informacion que puede mostrar en la ventana de
imagen.

Para ayudarle a llevar un registro de todo, toda la informacion se
asigna a un grupo de funciones. Puede reducir cada grupo de
informacion a una barra de titulo. Esto le permite ocultar informacion
que no le interesa.

La lista de la derecha [Propiedades seleccionadas] muestra todos los
elementos de informacion que se muestran en la ventana de imagen
cuando se utiliza la marca de informacion. Cada elemento de
informacion se mostrara en su propia fila.

Utilice los botones situados junto a la lista [Propiedades seleccionadas)
para cambiar el orden de la informacién en el sello de informacion o
para eliminar informacion del sello de informacion. Sin embargo,
puede reactivar estas opciones en cualquier momento.

Haga clic en el boton [Predeterminado] para restablecer los ajustes de
fabrica en el cuadro de dialogo.
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Dibujar en las imagenes

La barra de herramientas [Dibujo] pone a su disposicion diversas
funciones de dibujo (linea, rectangulo, elipse, texto), asi como opciones
para la seleccion de color y estilos de linea.

Haga clic en un botdn de funciéon de dibujo para insertar el objeto de
dibujo deseado. En una imagen, todos los objetos de dibujo se
escribiran en una capa de dibujo especial. Esto garantiza que no se
sobrescriba ninguna informacion de imagen y que pueda editar
objetos de dibujo existentes en cualquier momento.

Si desea insertar mas de un objeto de dibujo consecutivamente, haga
doble clic en el botén de funcion de dibujo deseado. A continuacion, se
cambiara a un modo de dibujo continuo. El botén se destacara,
indicando el modo activo. Haga clic de nuevo en el boton para salir del
modo.

Barra de herramientas [Dibujo]

Utilice los botones de la barra de herramientas [Dibujo] para dibujar en
las imagenes. Encontrara la barra de herramientas en la parte inferior,
encima de la barra de estado de su software.

[Dibujo]

Utilice las funciones del menu [Dibujo] para posicionar y organizar los
objetos de dibujo.

[Seleccionar

Cambie al modo de edicion de objetos. En el modo de edicion de

objetos de dibujo] objetos, puede seleccionar, mover y editar objetos de dibujo.

[Mostrar dibujos]  Por ejemplo, puede mostrar u ocultar la capa de dibujo en la ventana

de imagen.

[Borrar dibujos] Borre todos los objetos de dibujo y objetos de texto de la imagen.

[Linea]
[Flecha]

Haga clic y mantenga pulsado el botdn izquierdo del ratdn para dibujar
una linea recta o una flecha en la imagen. Suelte el botén del ratén
para terminar de dibujar el objeto de dibujo.

HEE EEDHE N

[Rectangulo]
[Elipse]

Haga clic y mantenga pulsado el botén izquierdo del raton para dibujar
un rectdngulo o una elipse en la imagen. Suelte el boton del ratén para
terminar de dibujar el objeto de dibujo.
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[Poligono libre]

Defina una linea cerrada en cualquier forma de su eleccion. Mientras
mantiene pulsado el botén izquierdo del raton, mueva el puntero del
raton. Suelte el botdn del ratdn para terminar de dibujar el objeto de
dibujo.

[Campo de texto]

Etiquete la imagen. En el capitulo Insertar texto (pagina 42) encontrara
instrucciones paso a paso.

H
-

[Color de relleno]
[Color de linea]
[Color de texto]

Puede cambiar el color de los objetos de dibujo individuales. Para ello,
seleccione uno o mas objetos de dibujo y haga clic en el boton
apropiado para asignar el color activo. El color activo siempre se
mostrara en el boton.

Para cambiar el color activo, haga clic en la flecha del botén de color
de relleno. Puede seleccionar un color de esta paleta o utilizar el
comando [Otros].

[Ancho de linea]

Seleccione uno o mas objetos de dibujo vy elija uno de los anchos de
Iinea ofrecidos en la lista [Ancho de lineal.
Una linea con el ancho de O pt es de 1 pixel de ancho.

[Estilo de linea]

Seleccione uno o mas objetos de dibujo y elija uno de los estilos de
Iinea ofrecidos en la lista [Estilo de lineal.

Diferentes estilos de linea, como punteado y punteado, solo estan
disponibles para el ancho de linea mas delgado. Por lo tanto, cuando
asigna otro estilo a una linea, el ancho de linea se establecera
automaticamente en 1 pixel.

[Estilo de flecha]

Seleccione una o més lineas o flechas y elija uno de los tipos de flecha
que se ofrecen en la lista [Estilo de flechal.

52.2

Utilizar el modo de dibujo continuo

Para objetos de dibujo estan disponibles un modo de dibujo continuo y
un modo de dibujo simple.

Si-haga clic una vez en el boton [Linea), [Flecha], [Rectangulo], [Elipse],
[Poligono libre] o [Campo de texto] permanecera en el modo de dibujo
simple. Una vez creado el objeto de dibujo deseado, el boton vuelve a
deseleccionarse automaticamente.

Si, por el contrario, se hace doble clic en uno de estos botones, se pasa
al modo de dibujo continuo A continuacion, puede crear varios objetos
de dibujo del mismo tipo uno tras otro. El botdn [Linea], [Flecha],
[Rectangulo], [Elipse], [Poligono libre] o [Campo de texto] permanece
seleccionado.
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Pulse la tecla [Esc] de su teclado para salir del modo de dibujo
continuo.

5.2.3  Trabajar con objetos de dibujo

Insertar objeto de dibujo
Ejemplo: Si desea insertar una flecha en una imagen y etiquetarla.

1. Cargue la imagen que desea etiquetar.

2. Ajuste el factor de aumento de la ventana de imagen de manera
que el tamafio de la imagen sea el mas adecuado para que la
etiqueta sea visible. Gire, por ejemplo, la rueda del raton para
cambiar el factor de aumento en la ventana de imagen.

. 3. Hay un botén para cada objeto de dibujo en la barra de
herramientas [Dibujo]. Haga clic en el botén con el objeto de
dibujo que desea insertar y configure el objeto de dibujo en la
imagen.

En este caso, haga clic en el botén [Flecha].

» El puntero del ratén cambia de forma al moverlo a la ventana de
imagen. La funcion de dibujo seleccionada se afiade al puntero
del ratdbn como un pequefio simbolo en la parte inferior derecha
y, por lo tanto, indica la funcion de dibujo actual.

4. Dibuje la flecha manteniendo apretado el botdn izquierdo del
raton. Suelte el boton del ratdn para terminar de dibujar la flecha.

5. Haga doble clic en la flecha para abrir el cuadro de dialogo
[Propiedades de objeto de dibujo]. Seleccione aqui los colores y la
anchura de linea de la flecha. El tamafio de la punta de la flecha se
ajusta automaticamente a la anchura de la linea.
= Utilice el comando [Dibujar] > [Establecer como predeterminado

para dibujos], si los los ajustes realizados deben aplicarse
también a objetos de dibujo futuros, (por ejemplo, flechas,
rectangulos y elipses).

Insertar texto

1. Haga clic en el boton Campo de texto para afiadir un objeto de
texto rectangular. Manteniendo pulsado el boton izquierdo del
raton, arrastre el objeto de texto hasta el tamafio deseado.

» Mientras un objeto de texto esté activo, su fondo se mostrara en
blanco, para que el texto sea facil de leer mientras se esta
introduciendo.
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. Introduzca el texto deseado. Puede escribir tantas lineas de texto

como desee. Sin embargo, solo se podran ver las lineas que estan
dentro del objeto de texto. Todas las lineas que no caben dentro
del objeto de texto permaneceran ocultas de la vista.

. Haga clic fuera del objeto de texto para salir del modo de entrada

de texto.

» El fondo blanco desaparecera. Por defecto, el fondo de un
objeto de texto es transparente. De esta manera, el objeto de
texto ocultara la menor informacion posible sobre la imagen.

A continuacion, arrastre el objeto de texto hasta el tamafio que

necesite y formatee el texto.

Formatear el texto completo dentro de un objeto de texto

1.
mE
. Utilice la barra de herramientas [Fuente de formato] para cambiar

PREEEE

Seleccionar un objeto de texto. También puede seleccionar varios
objetos de texto y formatearlos al mismo tiempo.

Utilice el botdn [Color del texto] para establecer el color del texto.
Encontrara este botédn en la barra de herramientas Dibujo y en la
barra de herramientas Fuente de formato.

el tipo y el tamafio de fuente.

Utilice los botones [Color de relleno], [Color de linea] y [Ancho de
linea] para establecer el color de relleno y el color y ancho de linea
del objeto de texto. Encontrara estos botones en la barra de
herramientas [Dibujo].

Cambiar los ajustes predeterminados de los objetos de texto

1.
2.

Seleccionar un objeto de texto.

Cambie las caracteristicas de la fuente (tipo, tamafio y color) a la

forma en que desea que sea un objeto de texto que inserte en el

futuro.

Utilice el comando [Dibujar] > [ Establecer como predeterminado

para dibujos]. El menu [Dibujar] esta en la barra de herramientas

[Dibujo].

= A partir de ahora, el objeto de texto seleccionado se utilizara
como plantilla para todos los objetos de texto nuevos.
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53 Usar funciones de edicion de imagenes

Su software ofrece numerosas funciones de procesamiento de
imagenes, con las que puede cambiar una imagen que ha sido tomada
(por ejemplo, aumentar el contraste o la nitidez de la imagen).

5.3.1 [MenU de proceso]

tn)

-

Haga clic en el boton [Menu de proceso] para abrir un menud con
funciones de edicion de imagenes. Este boton esta en la barra de
herramientas [Estandar CIX].

[Filtros de deteccion
de bordes]

Utilice filtros de deteccion de bordes para resaltar los bordes de los objetos.
Sin embargo, los filtros de deteccién de bordes a menudo también aumentan
el ruido en unaimagen. Por lo tanto, a menudo es mejor suavizar una imagen
antes de aplicar un filtro de bordes.

[Filtros de suavizado]

La categoria de filtros de suavizado incluye filtros que promedian los valores
de intensidad que rodean a un pixel. El resultado es que los valores de
intensidad extrema y el ruido estatico desaparecen. Al mismo tiempo, sin
embargo, las diferencias de intensidad que contienen informacion de imagen
se suavizaran. El efecto de esto es que la imagen resultante aparece borrosa
debido al filtrado.

[Filtros de enfoque]

Utilice filtros de enfoque para aumentar el contraste de las imagenes. Sin
embargo, los filtros de enfoque a menudo también aumentan el ruido en una
imagen. Por lo tanto, a menudo es mejor suavizar una imagen antes de
aplicar un filtro de enfoque.

[Filtros morfoldgicos]

Utilice filtros morfoldgicos para preparar las imagenes para el anélisis
automatico de iméagenes. Los filtros morfoldgicos analizan la forma de los
objetos afiadiendo pixeles a un objeto o eliminandolos de un objeto.

[Mejoras]

El menu [Mejoras] le ofrece varias funciones de procesamiento de imégenes,
con las que puede optimizar el contraste de una imagen. Le permite, por
ejemplo, cambiar el brillo y el contraste de la imagen, o corregir los efectos de
matices de color.
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53.2  Cambiar el brillo de la imagen

Las siguientes instrucciones paso a paso describen un ejemplo del uso
de una funcién de edicién de imagenes.

1.

a 2.
3,

Cargue la imagen que desea editar o adquiera una imagen.

Haga clic en el botén [Menu de proceso].

Utilice uno de los comandos del menu [Mejoras], por ejemplo

[Ajustar intensidad].

» Cada funcién de edicion de imagenes abre un cuadro de
didlogo similar en el que puede establecer los parametros para
la funcion de edicion de imagenes seleccionada. La funcion de
edicion de imagenes activa se indica en el titulo del cuadro de
didlogo.

. Haga clic en la flecha pequefia junto al boton [Vista previa] para

abrir una lista con todas las funciones de vista previa. Seleccione la

entrada [Original y vista previal.

» Esta funcion de vista previa muestra dos veces la misma seccion
de la imagen en el cuadro de didlogo. La primera es la imagen
original. La segunda es el resultado con los parametros actuales.

= | a mayoria de funciones de edicién de imagenes estan
asociadas a uno o dos parametros que se muestran en el grupo
[Ajustes].

. Seleccione la casilla [Crear nuevo documento de salida] para

generar una nueva imagen como resultado. La imagen original no
sufre modificaciones.

= Deseleccione la casilla si desea que esta funcion de edicion de
imagenes modifique la imagen original. En tal caso, no se
generara un documento de imagen nuevo.

= Mientras la imagen no se haya guardado, puede volver a la
imagen original. Para ello, haga clic en el boton [Deshacer]. Este
boton se encuentra a la derecha del botén [Menu de procesol.

. Modifique los parametros de la funcion de edicion de imagenes.

Por ejemplo, reduzca el valor gamma y aumente el brillo.

» Después de cada modificacion de un parametro, la funcion se
aplicara inmediatamente a la imagen original y se mostrara el
resultado en la ventana de vista previa.
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7. Haga clic en el boton [Predeterminado] para restablecer los
parametros predeterminados en el grupo [Ajustes] en caso de que
los parametros actuales no parezcan adecuados.
8. Una vez que haya encontrado los parametros éptimos, haga clic
en el botdn [Aceptar] para aplicar a laimagen la funcion de edicion
de imagenes activa con los parametros activos.
= Se cerrara el cuadro de dialogo.
= De manera predeterminada, la imagen original no se modifica
por la funcion de procesamiento de imagenes, sino que se crea
un documento de imagen nuevo.

» El documento de imagen nuevo no se guarda automaticamente.
Esto es indicado por un asterisco a continuacion del nombre de
la imagen en el grupo de documentos.
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6 Medicion interactiva de imagenes

6.1 Informacion general

Condicion previa

Iniciar una
medicion
Trabajar en el

modo de
medicidon

Salir del modo de
medicidon

Su software ofrece una variedad de funciones de medicion interactivas.
Le permite medir rapidamente segmentos y areas. Todos los resultados
se guardaran junto con la imagen y también se puede generar una
hoja.

Para realizar mediciones es imprescindible que las imagenes estén
correctamente calibradas.

Realizar una medicién

Puede encontrar la ventana de herramientas [Medicion y area de
interes] debajo de la ventana del documento. En esta ventana de
herramientas tiene acceso rapido a todas las funciones de mediciony a
todos los ajustes relacionados con las mediciones. Esta ventana de
herramientas es al mismo tiempo la visualizacion de la medicion y
contiene todos los valores que se han medido en la imagen activa.

Para iniciar una medicion haga clic en la funcion de medicion deseada.

Al hacer clic en una funcion de medicion, el software cambiara
automaticamente al modo de medicion. En el modo de medicion, el
puntero del ratén adoptara la forma de una cruz en la imagen. Un
pequefio icono que indica la funcién de medicion seleccionada se
coloca en la parte inferior derecha del puntero del raton.

El modo de medicién continua esta preajustado por defecto. El botén
seleccionado permanece activado para indicar la funcion de medicion
actual. Este estado se indica mediante el color de fondo de los botones.

Puede desactivar explicitamente el modo de medicion. Para ello, haga
clic de nuevo en el botén de la funcion de medicion seleccionada.

El modo de medicion se desactiva automaticamente cuando se cambia
a otro modo de puntero del raton. Por ejemplo, haga clic en el botén
[Seleccionar objetos de medicion] para cambiar al modo de seleccion.,
Encontrara este botdn en la ventana de herramientas [Medicion y area
de interes]. Puede seleccionar y tratar objetos de medicion en este
modo de puntero del raton.
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Guardar
resultados de
medicidon

Mostrar y ocultar
los resultados de
mediciéon

6 Medicion interactiva de imagenes
Informacion general

El modo de mediciéon continua esta preajustado por defecto. Si desea
modificar este ajuste predeterminado, siga las siguientes instrucciones.

Compruebe si aparece pulsado uno de los botones de la barra de
herramientas de la ventana de herramientas [Medicion y area de
interes]. Suelte este boton. Haga clic en el boton [Opciones] o utilice la
combinacion de teclas [MayUs + F8], para abrir el cuadro de didlogo
[Opciones]. Seleccione la entrada [Medicion y area de interes] >
[General] en la estructura de arbol. Seleccione la casilla [Cambiar al
modo "Seleccionar objetos de medicion" después de crear un objeto
de medicion].

Una vez finalizada la medicidn, se abandona automaticamente el modo
de medicion. Esto significa que tiene que volver a seleccionar la funcion
de medicion antes de iniciar otra medicion interactiva.

Visualizar y guardar resultados de medicion

Los resultados de la medicion se mostraran directamente en la imagen
y en la ventana de herramientas [Medicion y area de interés].

Las mediciones se guardan junto con la imagen cuando esta se
almacena en el formato TIF o VSI. Sin embargo, tambiéen puede
exportar los resultados de la medicion en una hoja y guardarla como
un archivo.

Los resultados de medicion se muestran en la imagen en una capa de
datos especial, la capa de medicion. Sin embargo, los datos se
almacenan por separado si utiliza el formato de archivo de imagen TIF
o VSI. La capa de medicion es como una pelicula transparente que se
coloca sobre la imagen. Cuando mide una imagen, los datos de la
imagen no son modificados por la visualizacion de los resultados de
medicion.

Editar mediciones

Los objetos de medicion existentes se pueden editar en todo
momento. Los valores de medicidn en la ventana de herramientas
[Medicion vy area de interés] se actualizaran como corresponda.

Al cargar un archivo de imagen con objetos de medicion, solo es posible
editar los objetos de medicion si el archivo de imagen se ha guardado en el
formato de archivo de imagen TIF o VSI.
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Seleccionar
objetos de
medicidon

Cambiar la
posicion vy el
tamafio de los
objetos de
medicion

Eliminar objetos
de medicion

Cambiar el color,
la fuente y el
ancho de linea de
los objetos de
medicion
individuales

Para poder editar los objetos de medicion, estos se deben seleccionar
antes. Para ello, haga clic en el botén [Seleccionar objetos de medicion]
y seleccione uno 0 mas objetos. Encontrara este boton en la ventana
de herramientas [Medicion y area de interes].

Silaimagen es muy grande y se han definido muchos objetos de
medicion, puede ser dificil encontrar un objeto de medicion en
particular en la imagen. En este caso, seleccione el objeto de medicion
que esta buscando en la ventana de herramientas [Medicion y area de
interes]. Haga clic con el boton derecho del ratén y seleccione el
comando [Ir a objeto de medicion] en el menu contextual. El objeto de
medicion que esta buscando se muestra en la ventana de imagen.

Los objetos de medicion se pueden mover manteniendo pulsado el
botdn izquierdo del ratdn sobre ellos.

También es posible modificar el tamafio de los objetos de medicion.
Sitle el puntero del ratédn sobre uno de los puntos de seleccion
(cuadrado blanco). Desplace el punto en la direccion deseada
manteniendo pulsado el boton del raton.

Cambie el objeto de medicién moviendo los puntos de seleccion.

Pulse la tecla [Supr] de su teclado para eliminar el objeto de medicion
seleccionado. Puede seleccionar los objetos de medicion que desee
eliminar en la imagen y también en la hoja en la ventana de la
herramienta [Medicion y area de interés].

Puede cambiar en cualquier momento el color, la fuente y el ancho de
linea de los objetos de medicion individuales. Seleccione uno o mas
objetos de medicion en una imagen y haga clic con el boton derecho
del ratdn para abrir un menu contextual. En el menu contextual,
encontrard comandos que puede utilizar para cambiar la apariencia de
los objetos de medicion seleccionados.

Nota: En las opciones de software puede modificar el color, la fuente y
el grosor de linea para nuevos objeto de medida. Utilice para ello el
comando [Medicién y area de interés] > [Visualizacion de la medicion].
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Medicion en modo en vivo

Todas las funciones de medicion también estan disponibles en la
imagen en vivo. Esto permite, por ejemplo, medir rapidamente una
distancia en la imagen en vivo.

Cuando finalice el modo en vivo haciendo clic en el botdn [Instantaneal
las mediciones que ha realizado en la imagen en directo se aplicaran a
la imagen adquirida.

0.2 Realizar mediciones interactivas

6.2.1  Medicion interactiva de objetos de imagenes

Ajustar el color de
la etiqueta

Puede medir segmentos y objetos de forma interactiva en la imagen.
Las siguientes instrucciones paso a paso muestran ejemplos de como
medir una imagen.

Ejemplo: Desea medir los filamentos de un superconductor. Para ello,
cargue o adquiera una imagen adecuada. Mida el didmetro de algunos
filamentos hexagonales, siempre entre esquinas opuestas. A
continuacion, edite la medicion: Borre algunas de las medidas que haya
realizado. Introduzca los resultados en una hoja de Microsoft Excel.

1. Adquiera o cargue una imagen.

Durante la instalacion de su software también se han instalado algunas imagenes de muestra.
Puede seguir estas instrucciones paso a paso para medir imagenes si utiliza la imagen de muestra
SupraConductor tif.

Los resultados de medicion se escriben en color rojo y sin fondo sobre
la imagen, segun los ajustes predeterminados. Esto puede ser dificil de
leer en algunas imagenes. Cambie los ajustes de las etiquetas.
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1.

2.

Medir longitudes  »

w

4

5

Haga clic en el boton [Opciones] o utilice la combinacion de teclas
[Mayus + F8], para abrir el cuadro de didlogo [Opciones].

Haga clic en la entrada [Medicion y area de interés] >
[Visualizacion de la medicion] en la estructura de arbol.

Haga clic en el campo [Color de fondo] y seleccione, por ejemplo,
el color negro.

Seleccione la opcion [Color] > [Colores fijos] y seleccione un color
adecuado en la paleta. Seleccione, por ejemplo, el color blanco
para poder ver los resultados en blanco y las etiquetas en blanco
sobre fondo negro en la imagen.

Cierre el cuadro de dialogo con [Aceptar].

Las siguientes instrucciones paso a paso se refieren al modo de
medicion continua. Por lo tanto, asegurese de que este modo esta
seleccionado. Para ello, haga clic en el boton [Opciones] o utilice la
combinacion de teclas [Mayus + F8] para abrir el cuadro de
didlogo [Opciones]. Haga clic en la entrada [Medicion vy area de
interés] > [General] en la estructura de arbol. Desactive la casilla
Cambiar al modo "Seleccionar objetos de medicion" después de
crear un objeto de medicion. El modo de medicion continua esta
ahora activo.

. Haga clic en el boton[Linea arbitraria] en la barra de herramientas
de la ventana de herramientas [Medicion vy area de interes].

. Enla ventana de imagen, haga clic con el boton derecho del raton
en el punto inicial y final del segmento.

. Haga clic con el boton derecho del ratén en el punto inicial y final
del siguiente segmento que desea medir.

. Haga clic de nuevo en el botédn [Linea arbitraria] para finalizar la
medicion de longitud.
. Vea los resultados en la ventana de herramientas y en la imagen.
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La ilustracion muestra la imagen con las tres mediciones realizadas. La medicion 2 esté seleccio-

nada.

Eliminar objetos 1.

de medicion

Exportar 1.

resultados a )
Microsoft Excel

Cerrar imagen 1.

Haga clic en un resultado de medicién en la ventana de

herramientas [Medicion y area de interes].

= £l objeto de medicién correspondiente se seleccionara en la
imagen.

. Pulse la tecla [Supr].

= £l objeto de medicién se eliminara tanto en la imagen como en
la ventana de herramientas.

= Cuando se ha eliminado un objeto de medicion, la imagen y la
ventana de herramientas contienen un objeto de medicion
menos. Los identificadores de los objetos de medicion presentes
no cambian al eliminar un objeto de medicion.

. Compruebe si aparece pulsado uno de los botones de la barra de

herramientas de la ventana de herramientas [Medicion y area de
interés]. Suelte este boton.

Haga clic en el boton [Exportar documento activo a Excel].

. En el siguiente cuadro de dialogo se configura el directorio en el

que se deben guardar los datos y se introduce el nombre de la
hoja de MS-Excel. Adopte el tipo de archivo [Hoja de Excel (*xIsx)].

. Haga clic en el boton [Guardar] para guardar la hoja de Microsoft

Excel con los resultados de la medicion.

Haga clic en el pequefio botdn que muestra una cruz [ x ], situado

a la derecha del nombre de la imagen en el grupo de documentos.

» Ha modificado la imagen al insertar objetos de medicion de
forma interactiva. Por este motivo, el sistema le preguntara si
desea guardar la imagen.

. Guarde la imagen en el formato TIF o VSI. Asi los objeto de

medicion se guardaran junto con la imagen. Las mediciones se
pueden editar, eliminar o ampliar mas tarde.

6.2.2  Visualizar varios parametros de medicion

Ejemplo: Desea medir los filamentos de un superconductor. Mida la
estructura hexagonal como una superficie circular. Visualice una
variedad de parametros de medicion, tales como el area, el perimetroy
el diametro. Visualice el diametro en la imagen.
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1. Adquiera una imagen o cargue una imagen, por ejemplo, la
imagen de muestra Supraconductor tif.

Medir areas 2. Haga clic en el boton [Circulo de 2 puntos] en la ventana de
. herramientas [Medicion y area de interés].

3. Haga clic con el botdn izquierdo del raton en el punto central de la
estructura hexagonal que desee medir.

4. Trace el circulo moviendo el raton. Haga coincidir el objeto circular
lo mejor posible con la estructura hexagonal. Haga clic con el
boton izquierdo del raton.

5. Haga clic de nuevo en el boton [Circulo de 2 puntos] para
desactivar el modo de medicion.

6. Vea el resultado en la ventana de herramientas [Medicion vy area
de interés].

La ilustracion muestra la imagen con un circulo medido.

Ver la lista de los 1. Haga clic en el boton [Seleccionar mediciones] en la ventana de

parametros de herramientas [Medicion y area de interés].
medicion » En el cuadro de dialogo vera una lista con todos los parametros
de medicién disponibles. En la parte inferior del cuadro de

didlogo vera una lista de los parametros de medicion que se
calculan actualmente para todos los objetos.

Visualizar otros 1. Seleccione el parametro de medicion [Diametro ] en la lista

parametros de [Mediciones disponibles].
medicion » A la derecha, una ilustracion muestra cémo se calcula el
parametro. Puede ver que hay varias maneras de calcular el
/ diametro de un objeto 2D.

2. Haga clic en la entrada [Media] de la lista situada debajo de la
ilustracion para seleccionar el parametro de medicion [Media
(Diametro)]. Al hacerlo, se determina el valor medio de todos los
diametros posibles.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 48



Salida de
parametros de
medicion en la

imagen

6 Medicion interactiva de imagenes
Realizar mediciones interactivas

3. Haga clic en el botén [Agregar diametro].

= Este parametro de medicion se afiadira a la lista de parametros
de medicion a calcular. Todos estos parametros de medicion se
mostraran en la ventana de herramientas.

4. Cierre el cuadro de didlogo con [Aceptar].

5. Vea el resultado del diametro del circulo en la ventana de
herramientas [Medicion y area de interes].

1. Vuelva a abrir el cuadro de didlogo [Seleccionar mediciones].

2. Enla parte inferior de la lista de todos los parametros de medicion
calculados, haga clic en el parametro de medicion [Media
(Didmetro)].

3. A'la derecha de esta lista vera un boton con una flecha azul. Haga
clic en este botén para mover el parametro de medicion a la parte
superior de la lista.

4. Cierre el cuadro de didlogo con [Aceptar].

5. Vea el resultado del diametro del circulo en la imagen.

6.2.3  Medir varias imagenes

Desea medir el espesor de una capa de pulverizacion. Para ello, se
adquieren varias imagenes de la capa. Haga que los resultados de
todas las imagenes se muestren simultaneamente. Vea el valor medio
de todas las mediciones.

1. Adquiera o cargue algunas imagenes.

Durante la instalacién de su software también se han instalado automaticamente algunas image-
nes de muestra. Puede llevar a cabo estas instrucciones paso a paso directamente con las iméage-
nes de muestra SprayCoating2.tif y SprayCoating4.tif.
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Medir el grosor de 1. Active la primera imagen del grupo de documentos.
la capa 2. Haga clic en el botén[Linea arbitraria] en la barra de herramientas
. de la ventana de herramientas [Medicion y area de interes]. Mida el
espesor de la capa en varios lugares diferentes.
3. Active la imagen siguiente. Mida el grosor de la capa en varios
lugares diferentes, también aqui.
4. Haga clic de nuevo en el botén [Linea arbitraria] para desactivar la
medicion de longitud.

El espesor de la capa se ha medido en ambas imagenes.

Mostrar los 1. Haga clic en el botdn [Opciones de medicion y area de interés] en

resultados de la ventana de herramientas [Medicion y area de interés].
medicion de todas 2. Haga clic en la entrada [Medicion y area de interés] > [Resultados]
las imagenes en la estructura de arbol.

E 3. Deseleccione la casilla [Mostrar objetos de medicion] > [Solo de la
imagen actival.
4. Cierre el cuadro de didlogo con [Aceptar].

» Ahora los resultados de ambas imagenes se mostraran
simultaneamente en la ventana de herramientas.

= Utilice el parametro de medicion [Documento] para mostrar el
nombre de la imagen con la que se asocian los resultados de la
medicion en la hoja de resultados. Ahora, puede asignar los
resultados de medicion inequivocamente a una imagen, incluso
si todos los resultados de medicion se muestran juntos en la
ventana de la herramienta.

Ver parametros 1. Haga clic en el boton [Opciones de medicion y area de interes] en
estadisticos la ventana de herramientas [Medicion y area de interés].

E 2. Haga clic en la entrada [Medicion y area de interés] > [Resultados]
en la estructura de arbol.
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» En el grupo [Estadisticas] encontrara varios parametros
estadisticos.

3. Seleccione la casilla [Desviacion estandar].

4. Haga clic en la entrada [Medicion y area de interes] > [Resultados]
en la estructura de arbol.

= Ahora, en la ventana de herramientas [Medicion y area de
interes] se mostraran los parametros estadisticos seleccionados.
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7 Ventana de herramientas [Soluciones de materiales]

Utilice la ventana de herramientas [Soluciones de materiales] para
medir imagenes individuales o varias imagenes simultaneamente
utilizando diferentes procesos de analisis de ciencia de materiales.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] funciona de
manera similar a un asistente de software. Después de iniciar un
proceso de analisis, se le guiara paso a paso a través de la medicion.

7.1 Estructura de la ventana de herramientas

®_—

T Nombre del Arriba del todo en la ventana de herramientas se mostrara el nombre del
proceso de anélisis proceso de anélisis actual.
de ciencia de

materiales

2 [Instrucciones] En el grupo [Instrucciones] encontrara una instruccion sobre lo que debe
hacer en este paso y si fuese necesario mas informacion.

3 Area dinamica El 4rea dinamica se encuentra en la parte central de la ventana de
herramientas. Tiene un aspecto ligeramente diferente dependiendo del paso
actual y del proceso de analisis seleccionado.

4 Paso actual Aqui podréa ver en que paso del proceso de anélisis se encuentra

actualmente. El paso actual se identifica mediante una flecha azul.
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5 Botones Aqui se encuentran los botones para cambiar al siguiente paso o volver al
paso anterior. Aqui también puede cancelar un anélisis. Dependiendo del

paso actual, no todos los botones estan activos.

Descripcion general sobre los procesos de analisis compatibles

Los procesos de andlisis deben ser comprados. Los procesos de analisis

disponibles en su software varfan en funcién de las soluciones de software que
haya adquirido para su sistema OLYMPUS Cleanliness Inspector. Es posible
que solo vea uno o dos procesos de analisis.

[Interseccion de
granos]

El método de interseccion de granos sirve para la medicion y
documentacion del tamafio de granos. Encontrara informacion
adicional al respecto en el capitulo [Interseccién de granos]
(pagina 84).

El anélisis de planimetria de granos sirve para la medicién y
documentacion del tamafio de granos. Encontrara informacion
adicional al respecto en el capitulo [Planimetria de granos] (pagina 98).

[Grosor de la
capa]

Con las mediciones del grosor de la capa podrian medir las capas en
imagenes calibradas de forma automatica o interactiva. Encontrara
informacién adicional al respecto en el capitulo [Grosor de la capa]
(pagina 124).

[Hierro fundido]

[Planimetria de
. granos]

La calidad y la composicion del hierro fundido depende de la
distribucion y de la morfologia del porcentaje de carbono. Con el
analisis de hierro fundido puede determinar el porcentaje de grafito del
hierro fundido utilizando muestras sin atacar. Utilizando muestras
atacadas también puede determinar la proporcién de ferrita/perlita.
Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo [Hierro
fundido] (pagina 150).

[Peor campo de
inclusiones],

[Contenido de
inclusion]

Un analisis del peor campo de inclusiones y un analisis del contenido de
inclusion son dos procesos diferentes para detectar las inclusiones no
metalicas en las muestras de metal. Este analisis se utilizara, por
ejemplo, para medir el nimero, el tamafio y la distribucién de sulfuros
u Oxidos en el acero. Al los resultados de medicidn se pueden
comparar diferentes procesos de produccién o calcular la calidad del
producto. Encontrara informacién adicional al respecto en el capitulo
[Peor campo de inclusiones] & [Contenido de inclusion] (pagina 178).
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[Porosidad]

Con la medicion de porosidad se puede medir la fraccion de area
porcentual de los poros en las muestras, asi como el nimero vy la
densidad de los poros.

Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo [Porosidad]
(pagina 206).

[Analisis de fases]

El analisis de fases le permite medir la fraccion porcentual de area para
cada fase definida en sus muestras. Encontraré informacién adicional al
respecto en el capitulo [Andlisis de fases] (pagina 236).

[Grosor del
recubrimiento]

Con los procesos de andlisis [Grosor del recubrimiento] puede analizar
el rectificado de Ia calota de los recubrimientos finos y determinar el
grosor del recubrimiento. Encontrard informacion adicional al respecto
en el capitulo [Grosor del recubrimiento] (pagina 258).

[Separacion de
brazo de dendrita]

La separacion de brazo de dendrita proporciona a los expertos, entre
otras cosas, informacion acerca de si una aleacion de metal se ha
endurecido con rapidez o lentitud. Las dendritas se forman al
endurecerse aleaciones de metal. Se trata de estructuras ramificadas,
con forma arbdrea.

Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo [Separacidn
de brazo de dendrita] (pagina 276).

7.2 Iniciar el proceso de analisis

Se iniciara un proceso de analisis al hacer clic sobre el correspondiente
botdn en la ventana de herramientas [Soluciones de materiales].

en su software. No podra abrir, por ejemplo, el cuadro de didlogo [Opciones].

@ Durante el proceso de analisis no estaran disponibles otras muchas funciones

El modo software [Analizar materiales] no se podra finalizar hasta que se haya
completado el proceso de analisis en curso o se interrumpa.
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7.3

Seleccionar la fuente de imagen

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] le guia paso a
paso a través de un proceso de analisis de ciencia de materiales. En el
paso [Fuente de imagen] seleccione la imagen que quiere analizar.
Puede analizar varias imagenes al mismo tiempo.

1

[Imagen en vivo ]

En esta opcion el proceso de anélisis contiene el paso adicional [Adquisicion
de imagen]. En este paso se adquiere una imagen del punto de la muestra
que se ve actualmente en la ventana de imagen. Esta imagen es analizada en
los pasos siguientes. Tras el paso [Resultados de imagen] se adquiere y se
analiza una nueva imagen automaticamente. De esta forma puede analizar
en el mismo analisis tantas imagenes como desee. Puede guardar o rechazar
las imagenes analizadas.

2

[Imagenes
seleccionadas]

Con esta opcion se analizan todas las imagenes cargadas que estan
actualmente seleccionadas en la ventana de herramientas [Galeria]. Las
imagenes cargadas que no estan seleccionadas en la ventana de
herramientas [Galeria] seran ignoradas en el anélisis.

3

[Carpeta]

Con esta opcion se analizaran todas las imagenes que se encuentran en una
determinada carpeta. Podra seleccionar la carpeta libremente.
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4 [Trayectoria de
platina]

Con esta opcion se utilizard una #° trayectoria de platina almacenada. Utilice
el paso [Ajustes de trayectoria de platina] en la ventana de herramientas
[Soluciones de materiales] para definir una trayectoria de platina. Encontrara
informacion adicional al respecto en el capitulo Ajustar la trayectoria de
platina (pagina 66).

No todos los procesos de analisis de ciencia de materiales son compatibles
con el trabajo con las trayectorias de platinas. Por ello la opcién [Trayectoria
de platina] solo esta disponible para estos procesos de analisis: [Interseccion
de granos], [Planimetria de granos], [Peor campo de inclusiones],
[Contenido de inclusion], [Porosidad], [Analisis de fases].

5 [Cargar de
archivo]

Haga clic en el boton [Cargar de archivo] si quiere utilizar ajustes
almacenados. De esta manera puede, por ejemplo, cargar los comentarios de
una muestra ya analizada y actualizarlos para la muestra actual. Ademas en
algunos procesos de analisis de ciencia de materiales, los controles
deslizantes que estan disponibles en el paso [Ajustes] también se colocan en
la posicién almacenada.

6 [Obtener de

Haga clic en el boton [Obtener de imagen] si quiere utilizar para el analisis

imagen] actual los ajustes de una imagen analizada. Para ello se debe abrir en su
software la imagen ya analizada.
7 [Omitir Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de la muestra’] para omitir el paso

‘Informacion de la
muestra’]

[Informacion de la muestra). Tan pronto como haga clic en el botén
[Siguiente] cambiara directamente al paso [Ajustes]. Esto sera Util si analiza
muchas imagenes de la misma muestra y solo desea introducir la informacion
para la muestra de la primera imagen.

Nota: Si analiza imagenes de varias muestras desactive la casilla [Omitir
‘Informacion de muestra’l ya que de lo contrario no podréa ver el boton
[Nueva muestral.

8 [Comprobar
resultados y

Esta lista solo es relevante si analiza varias imagenes. Si solo analiza una
imagen, conserve la entrada [Todas las imagenes] predeterminada.

ajustes] Si selecciona varias imagenes, puede seleccionar con que frecuencia quiere
comprobar los ajustes con los que va a analizar las imagenes. Si desea
analizar varias imagenes con los mismos ajustes, podréa automatizar el
analisis.
8 [Todas las Seleccione la entrada [Comprobar resultados y ajustes] > [Todas las
imagenes] imagenes] si se tienen que comprobar los ajustes de cada imagen. Se

mostrara de nuevo el paso [Ajustes] para cada imagen. Esto serd util, por
ejemplo, si las imagenes a analizar presentan calidades de imagenes muy
diferentes.
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8 [Nunca] Seleccione la entrada [Comprobar resultados y ajustes] > [Nunca], si nunca
tiene que comprobar los ajustes. Con ello se omitiran algunos pasos y se
muestra directamente el paso [Resultados de imagen). Por regla general esta
configuracion solo tiene sentido si ha almacenado los ajustes para usarlos
como una serie de parametros y los carga antes de comenzar el anélisis.

8 [Primera imagen] Seleccione la entrada [Comprobar resultados vy ajustes] > [Primera imagen] si
solo se comprueban los ajustes en la primera imagen y aplicarlos a todas las
demas imagenes (incluso de otras muestras).

8 [Primer imagen Seleccione la entrada [Comprobar resultados y ajustes] > [Primera imagen

por muestra] por muestra] si tiene varias muestras (con varias imagenes por muestra) y se
deben comprobar los ajustes en la primera imagen para cada muestra.

8 [Primera imagen Vera la entrada [Comprobar resultados y ajustes] > [Primera imagen por area
por area de de barrido] solo si selecciona la opcion [Trayectoria de platina]. Selecciones
barrido] esta entrada si debe comprobar los ajustes solo en la primera imagen por

area de barrido y para otras imagenes se aplicaran a las mismas areas de
barrido.

8 [Intervalo de Seleccione la entrada [Comprobar resultados y ajustes] > [Intervalo de

imagen]

imagen] si analiza varias imagenes y desea controlar el ajuste en intervalos
regulares. Si esta seleccionada esta entrada aparecera el campo [Intervalo de
imagen]. Introduzca en ese campo, por ejemplo, el valor 10 para controlar los
ajustes en cada décima imagen.
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7.4 Ajustar la trayectoria de platina

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] le guia paso a
paso a través de un proceso de analisis de ciencia de materiales. En el
paso [Ajustes de trayectoria de platina] puede definir una < trayectoria
de platina en su muestra.

1 Seleccionar la
trayectoria de

Para poder realizar un proceso de analisis de ciencia de materiales en
diferentes posiciones de una o varias muestras, debe definir una trayectoria

platina de platina. Puede utilizar una trayectoria de platina almacenada o definir una
nueva. Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
Seleccionar la trayectoria de platina (pagina 67).
2 Definir las Si varias muestras se encuentran en un portaobjetos, podria definir el analisis
muestras para varias muestras. Puede introducir otra informacion para cada muestra.

Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Definir las
muestras (pagina 70).
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3 Definir areas de

barrido y/o
posiciones XY

Utilice el botén del grupo [Areas de barrido] para definir posiciones de la
platina sobre la muestra seleccionada, para editar las posiciones de la platina
existentes y para desplazar la platina del microscopio. Encontrara informacion
adicional al respecto en el capitulo Definir areas de barrido y/o posiciones XY
(pagina 71).

4 Alinear la muestra

Utilice las funciones del grupo [Alineacion de muestras] si las muestras en la
platina del microscopio deben estar alineadas de la misma manera.
Encontrara informacién adicional al respecto en el capitulo Alinear la muestra
(pagina 74).

5 Seleccionar modo

de inspeccion

Seleccione entre una inspeccion de una imagen vy la inspeccion de una
imagen MIA. Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo
Seleccionar modo de inspeccion (pagina 77).

6 Seleccionar el

modo de enfoque

Seleccione entre diferentes modos de enfoque. Encontrara informacion
adicional al respecto en el capitulo Seleccionar el modo de enfoque
(pagina 78).

741

Seleccionar la trayectoria de platina

Para poder realizar un proceso de analisis de ciencia de materiales en
diferentes posiciones de una o varias muestras, debe definir una
trayectoria de platina. Puede utilizar una trayectoria de platina
almacenada o definir una nueva.

@

Siempre solo puede estar activa una trayectoria de platina. Si definen una
nueva trayectoria de platina, elimine automaticamente todas las muestras y
posiciones de platina existentes en ese momento. Por lo tanto guarde una
trayectoria de platina que le gustaria usar nuevamente antes de definir una
nueva trayectoria de platina.

Definir nueva trayectoria de platina

1. Haga clic en el boton [Crear una nueva trayectoria de platina] para

definir una nueva trayectoria de platina.

= Sivarias muestras se encuentran en un portaobjetos, podria
definir el anélisis para varias muestras. Puede introducir otra
informacion para cada muestra. Una vez completada el anélisis,
recibira los resultados para cada muestra por separado.

= Una trayectoria de platina esta asociada siempre como minimo
con una muestra. Por lo tanto con la nueva trayectoria de platina
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también se crea siempre una nueva entrada en la lista
[Muestras]. Si hace clic en el boton [Crear una nueva trayectoria
de platina] primero se abrira el cuadro de dialogo [Informacion
de la muestra].

2. Introduzca en el cuadro de dialogo [Informacion de la muestra] la
informacion de la muestra. De forma predeterminada, los campos
[Referencial, [Grupo] y [Comentario] estan disponibles para la
introduccién de la informacion de la muestra.

Si ha cambiado los ajustes predeterminados los campos
[Referencia] y [Grupo] también podria llamase de otra manera.
Podra cambiar los ajustes predeterminados en el cuadro de
didlogo [Opciones] > [Soluciones de materiales] > [<Nombre
del proceso de analisis>].

Haga clic en el boton [Opciones] o utilice la combinacion de
teclas [Mayus + F8], para abrir el cuadro de didlogo [Opciones].

Sial finalizar un analisis crea un informe o un libro de trabajo se
mostrara la informacion introducida.

3. Cierre el cuadro de dialogo [Informacion de la muestra] con
[Aceptar] para crear una nueva trayectoria de platina.

La nueva trayectoria de platina se puede guardar en la lista
[Trayectoria de platina]. Inmediatamente después de la creacion
la trayectoria de platina esta vacia y se debe definir por
completo.

Ahora defina en su muestra las areas de barrido y/o las
posiciones XY.

Guardar la trayectoria de platina

- 1. Haga clic en el boton Guardar la trayectoria de platina actual, si
= desea utilizar una trayectoria de platina para varios analisis. Se
guardara la siguiente informacion:

NUmero de muestras
Informacion de las muestras introducida

Todas las trayectorias de platina definidas, es decir, las marcas
de las posiciones para posiciones XY individuales y todas las
areas de barrido definidas.

Modo de inspeccion y modo de enfoque
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Utilizar la trayectoria de platina disponible

1. Enla lista [Trayectoria de platina] podra encontrar todas las
trayectorias de platina disponibles. Seleccione una trayectoria de
platina de la lista para cargar la informacion de las muestras y las
posiciones de la platina definidas en la trayectoria de platina.
= Recibira un mensaje de error si una de las posiciones de la

platina en la trayectoria esta fuera del area de la platina
actualmente definida. En ese caso no podra cargar la trayectoria
de platina.

» La lista [Trayectoria de platina] contiene las trayectorias de
platina que haya guardado y las trayectorias de platina que haya
guardado otro usuario con el derecho de acceso [Publico]. No
podra ver las trayectorias de platina que haya guardado otro
usuario con el derecho de acceso [Privado].

Puede editar la trayectoria de la platina y adaptarla convenientemente
a la muestra actual.

1. Haga doble clic en una entrada de la lista [Muestras], para abrir el
cuadro de didlogo [Informacion de la muestra]. Aqui podra
cambiar las informacion de las muestras cargadas.

2. Defina para muestras individuales nuevas posiciones de platina o
elimine posiciones de platina individuales de la lista [Areas de
barrido.].

3. Haga clic en el botdn [Guardar la trayectoria de platina actual] para
guardar con un nuevo nombre la trayectoria de platina cambiada
o sobrescribir la trayectoria de platina disponible.

Administrar trayectorias de platina disponibles
1. Haga clic en ese boton junto a la lista [Trayectoria de platina] para
abrir el cuadro de didlogo [Administrar trayectorias de platina].
Aqui puede copiar, cambiar el nombre o eliminar una trayectoria
de platina ya disponible.

Trayectorias de platina publicas pueden ser modificadas e incluso eliminadas
por cualquier usuario de su software.
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742 Definir las muestras

Si varias muestras se encuentran en un portaobjetos, podria definir el
analisis para varias muestras. Puede introducir otra informacion para
cada muestra. Una vez completada el analisis, recibira los resultados
para cada muestra por separado. Los resultados también contienen la
informacion introducida sobre la muestra.

En la lista [Muestras] aparecen todas las muestras que se han definido
en la trayectoria de platina actual. Detras del nombre de la muestra
encontrara entre paréntesis el nUmero de posiciones de la platina que
estan definidas actualmente para esta muestra.

Anadir muestras
1. Haga clic en este boton para afiadir una nueva muestra a la
trayectoria de platina.

» El cuadro de didlogo [Informacion de la muestra] se abre
automaticamente.

2. Introduzca la informacion sobre la muestra.

Eliminar muestras

1. Seleccione una de las muestras listadas.
2. Haga clic en el botdn [Elimina la muestra seleccionada] para
. eliminar la muestra seleccionada. Todas las areas de barrido y las
posiciones XY que fueron definidas en esta muestra seran
igualmente eliminadas.

Ver y cambiar la informacion de la muestra

1. Haga doble clic sobre una muestra para abrir el cuadro de diadlogo
[Informacion de la muestra] con la informacion actual de la
muestra y editar, en caso necesario, la informacion.
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Definir areas de barrido y/o posiciones XY

Utilice el botdn del grupo [Areas de barrido] para definir posiciones de
la platina sobre la muestra seleccionada, para editar las posiciones de la
platina existentes y para desplazar la platina del microscopio.

Estan disponibles los siguientes botones:

[Afade la posicion de platina actual a la muestra seleccionada]
En la seccion Afadir las posiciones XY (pagina 71) encontrara instrucciones
paso a paso.

[Crea una nueva area de barrido circular en la muestra seleccionadal
En la seccion Afadir &reas de barrido (pagina 72) encontraré instrucciones
paso a paso.

[Crea una nueva éarea de barrido rectangular y la afiade a la muestra
seleccionadal]

En la seccion Afiadir &reas de barrido (pagina 72) encontrara instrucciones
paso a paso.

[Mueve la platina al area de barrido seleccionadal

[Redefinir el drea de barrido seleccionadal]
En la seccion Editar posiciones de la platina (pagina 73) encontraré
instrucciones paso a paso.

[Elimine el area de barrido seleccionada]

Anadir las posiciones XY

Puede marcar varias posiciones en su muestra. En cada posicion XY se
adquiere una imagen y se analiza con el proceso de analisis de ciencia
de materiales seleccionado.

1. Seleccione una muestra en la lista [Muestras].
2. Mueva la platina del microscopio a una posicion de la muestra en
la cual quiera realizar el analisis.
= Para la navegacion de la platina del microscopio puede utilizar el
mando o la ventana de herramientas [Control del microscopio].
La ventana de herramientas [Control del microscopio] aparecera
automaticamente en el paso [Ajustes de trayectoria de platinal.
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= Su sistema cambia automaticamente al modo en vivo en el paso
[Stage path settings] de tal manera que puede comprobar en la
imagen en vivo si la posicion de muestra es adecuada para el
analisis.

. Haga clic en ese botdn junto a la lista [Areas de barrido].

= Ahora se guarda la posicion actual de la platina del microscopio
y se asigna a la muestra seleccionada.

. Mueva la platina del microscopio a la siguiente posicion de

muestra, en la cual quiera medir la muestra.

» Las posiciones de platina se alcanzaran mas tarde en el orden en
el que aparecen en la lista [Areas de barrido]. Tenga esto en
cuenta en la definicion de las posiciones de platina.

. Haga clic de nuevo en el botén.
6. Repita los dos ultimos pasos, hasta que se hayan definido todos los

puntos de muestra.

Afadir areas de barrido

En lugar de posiciones individuales, también puede definir en su
muestra un area completa para el analisis de ciencia de materiales. El
area puede ser rectangular o circular.

1. Haga clic en ese botdn para definir un area de barrido rectangular.

Para ello se desplaza con una platina del microscopio motorizada
sobre la muestra a la esquina superior izquierda e inferior derecha
del &rea rectangular.

. Haga clic en ese botdn para definir un area de barrido redonda

mediante el movimiento de la platina del microscopio. Defina el
area de barrido utilizando su platina del microscopio para
desplazarse a tres puntos que se encuentran en el borde del area
de barrido redonda. Su software le apoya con las correspondientes
ventanas de mensajes.

= Su software calcula automéaticamente cuantas imagenes
individuales son necesarias para adquirir y analizar
completamente el area de muestra definida. El nimero de las
imagenes individuales depende del aumento actual. Si cambia el
aumento, se debe volver a calcular el numero de imagenes. No
necesita volver a definir el area de barrido.
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= Las posiciones de platina se alcanzaran mas tarde en el orden en
el que aparecen en la lista [Areas de barrido]. Tenga esto en
cuenta en la definicion de las posiciones de platina.

3. Seleccione en el grupo [Modo de inspeccion] como se debe
analizar las areas de barrido.

Editar posiciones de la platina

Puede definir de nuevo areas de barrido y posiciones XY ya definidas. A
diferencia de lo que ocurre con la eliminacion y el nuevo agregado de
una posicion de platina, no cambia el nombre de la posicion de platina.
Utilice esta posibilidad para, por ejemplo, ajustar una trayectoria de
platina a otra muestra.

1. Seleccione en la lista [Areas de barrido] una de las posiciones de
platina listadas, por ejemplo [Rectangulo 2].

2. Mueva la platina del microscopio al punto de la muestra sobre la
cual quiera mover la posicion de platina seleccionada.

3. Haga clic sobre ese boton para redefinir la posicion de platina
seleccionada [Rectangulo 2]. En este caso en un area de barrido
debe redefinir también el tamafio.
= El nombre de la nueva posicion de platina no sufre

modificaciones [Rectangulo 2].
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744  Alinear la muestra

En algunos procesos de analisis de ciencia de materiales los analisis
deben realizarse en puntos de muestra determinados. En ese caso
todas las muestras se deben posicionar de la misma manera en la
platina del microscopio, de modo que la trayectoria de platina también
se desplace a los puntos de muestra correctos. Utilice las funciones en
el grupo [Alineacion de muestras] para compensar las diferentes
alineaciones de muestras en la platina del microscopio.

Definir posiciones de referencia

1. Haga clic en ese botdn para iniciar la definicion de la posicion de
ps referencia.

= Un tridngulo amarillo “% en el botdn indica que para esa
trayectoria de platina todavia no estan definidas las posiciones
de referencia.

= El cuadro de didlogo [Adquirir imagenes de referencia para
alineacion de muestras] se abre. Le llevara paso a paso en la
definicion de las posiciones de referencia.

2. Mueva la platina a la posicion de referencia 1y enfoque. Para que
la alineacion de muestras funcione bien, las posiciones de
referencia deben cumplir las siguientes condiciones.

» Las posiciones de referencia deben ser inequivocas.

= |as posiciones de referencia deben ser, en la medida de lo
posible, faciles de encontrar en la muestra.

» Las posiciones de referencia deben estar lo mas separadas
posible.

» Su software adquiere ahora una imagen en la primera posicion
de referencia. Esta imagen se guarda como imagen de
referencia junto con la trayectoria de platina.

3. Defina las posiciones de referencia 2 y 3.

4. Haga clic en el boton [Finalizar] para terminar la definicion de
posiciones de referencia.

= El botdn en el grupo [Alienacion de muestras] cambia su

O

aspecto. Una marca de verificacion verde @ en el botén indica
que se han definido posiciones de referencia para esa
trayectoria de platina.
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5. Haga clic en ese botdn junto a la lista [Trayectoria de platina] para
guardar la trayectoria de platina con las posiciones de referencia y
las imagenes de referencia.

A la izquierda puede ver una descripcién general de una muestra completa. Defina en la muestra
tres posiciones de referencia (1-3). En cada posicion de referencia se adquiere una imagen de
referencia. La ilustracion muestra la imagen de referencia en la posicion 2. La imagen de referen-
cia apareceré en la orientacion de la muestra como ayuda al posicionamiento en la imagen en
VIVO.

A la derecha puede ver una muestra similar que esta posicionada de forma diferente en la platina
del microscopio. Con la ayuda de las posiciones de referencia se puede utilizar la misma trayecto-
ria de platina en ambas muestras.

Alinear la muestra

1. Inicie un proceso de analisis de ciencia de materiales que contiene
una trayectoria de platina. Las posiciones de referencia ya estan
definidas para la trayectoria de platina.
= Su software inicia en el paso [Ajustes de trayectoria de platina]

automaticamente un asistente del software. Puede cancelar el
asistente de software si no desea todavia alinear la muestra.

2. Haga clic en la ventana de mensajes en el botén [S1] o en el botdn
que se muestra arriba [Alinear imagenes para alineacion de
muestras] para orientar la muestra actual con ayuda de la imagen
de referencia almacenada y las posiciones de referencia.

» El boton [Alinear imagenes para alineacion de muestras] solo
esta disponible si estan definidas las posiciones de referencia
para la trayectoria de platina seleccionada.

= Un tridngulo amarillo “* en el botdn indica que la muestra
actual todavia no esta alineada.
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El cuadro de didlogo [Alinear imagenes para alineacion de
muestras] se abre.

3. Decida como se debe mostrar la imagen de referencia. El cuadro
de dialogo [linear imagenes para alineacion de muestras] le ofrece
las siguientes posibilidades:

Seleccione la opcion [Mostrar imagen de referencia como
miniatura]. Ahora aparecera la imagen de referencia para la
posicion actual como un pequefia imagen arriba a la izquierda
en la imagen en vivo.

Seleccione la opcion [Mostrar imagen de referencia en
superposicion]. Ahora se muestra la imagen de referencia a
tamafio completo como una superposicion de la imagen en
vivo. Utilice el control deslizante [Mostrar opacidad] para ajustar
la transparencia de la imagen de referencia. Cuanto menor sea
el valor, méas transparente sera la imagen de referencia.
Seleccione el valor O si no desea ver la imagen de referencia
como orientacion.

4. Desplace la platina del microscopio secuencialmente a las tres
posiciones de referencia requeridas. Para ello, oriéntese por la
imagen de referencia mostrada.

5. Cuando haya alcanzado la tercera posicion de referencia haga clic
en el botdn [Finalizar].

Su software compara ahora las posiciones guardadas en la
trayectoria de platina con las posiciones alcanzadas actualmente
y posiciona en consecuencia la trayectoria de platina.

El botdn en el grupo [Alienacion de muestras] cambia su
aspecto. Una marca de verificacion verde @ en el botén indica
que la muestra esta alineada.
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745  Seleccionar modo de inspeccion

Condicion previa  »  Lasopciones en el grupo [Modo de inspeccion] son solo relevantes
para las areas de barrido, no para las posiciones XY.

Seleccione la opcion [Inspeccion de una imagen]. Ahora se analizan
todas las imagenes de un area de barrido individualmente con el
proceso de analisis de ciencia de materiales seleccionado.

Seleccione la opcion Inspeccion de imagen MIA. Todas las imagenes
adquiridas de un area de barrido ahora se combinan directamente
durante la adquisicion como un puzle formando una imagen
panoramica. Son analizadas con el proceso de ciencias de materiales
seleccionado.

En la inspeccion de imagen MIA se adquieren las imagenes individuales
con un area de superposicion determinada. A continuacion, su
software utilizara una identificacion de patrones para buscar las mismas
informaciones de imagen en el area de superposicion de dos
imagenes.

+1 41

La ilustracion muestra sefiala una muestra en la que esta definida el &rea de barrido (7). Se nece-
sita 9 imagenes individuales para adquirir el area de barrido por completo.

A la izquierda esta seleccionada la opcion [Inspeccion de una imagen]. Si realiza, por ejemplo, un
analisis de fase y muestra como resultado un libro de trabajo, ahora encontraré los resultados de
las 9 imagenes en la hoja de la muestra.

A la derecha esta seleccionada la opcion [Inspeccion de imagen MIA]. En la hoja de la muestra,
ahora encontrara un solo resultado para la misma area de barrido, ya que las imagenes individua-
les se combinan en una imagen antes del analisis.
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746  Seleccionar el modo de enfoque

Si utiliza una trayectoria de platina en un analisis se alcanzaran
diferentes posiciones de platina que pueden estar muy alejadas entre
si. En este caso, generalmente es necesario enfocar varias veces
durante el analisis, de modo que cada imagen individual se enfoque
Optimamente y se pueda analizar.

Selecciones de la lista [Modo de enfoque] el método de enfoque
deseado. El método de enfoque seleccionado se aplica para la
trayectoria de platina completa, es decir, para todas las muestras y las
posiciones de platina.

Vision general de los métodos de enfoque disponibles

* No enfocar de nuevo las muestras, pagina 78
* Enfocar manualmente las muestras, pagina 78
« Utilizar mapa de enfoque, pagina 79

Utilizar el autoenfoque de software, pagina 79

No enfocar de nuevo las muestras

Seleccione la entrada [Sin enfoque] si durante el analisis no quiere
enfocar de nuevo. En ese caso enfoque, por ejemplo, en el paso [Stage
path settings]. Esta posicion de enfoque se utilizara para todas las
imagenes adquiridas.

Enfocar manualmente las muestras

Seleccione la entrada [Enfoque manual una vez por area de barrido].
En ese caso puede enfocar la muestra en cada posicion de platina que
esté definida en la trayectoria de platina antes de que se haga el
analisis de ciencias de materiales de la imagen. Si la trayectoria de
platina contiene areas de barrido enfoque una vez la muestra en el
centro del area de barrido. Este ajuste de enfoque se utilizara para
todas las imagenes individuales que pertenezcan a ese area de barrido.

Seleccione la entrada [Enfoque manual en cada imagen] si se cambia
sustancialmente la posicion de enfoque de un area de barrido que le
obligue a enfocar cada imagen individualmente.

Tan pronto como haga clic en el boton [Siguiente], una ventana de
mensaje se abre en cada posicion de la platina nueva. La ventana de
mensajes contiene el requerimiento de enfocar la muestra en ese
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punto. Si su platina de microscopio dispone de una rueda de ajuste de
Z, la ventana de mensajes también contiene un regulador de enfoque.

Utilizar mapa de enfoque

Si su trayectoria de platina contiene como minimo un area de barrido
puede utilizar un mapa de enfoque. Para ello, seleccione la entrada
[Mapa de enfoque]. Defina un mapa de enfoque propio para cada area
de barrido.
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1. Alcance secuencialmente tres posiciones de platina.
2. En esos puntos de referencia (1-3) enfoque la imagen.

= Su software establece un plano a traves de las coordenadas XYZ
de los tres puntos de referencia. Para cada posicion XY arbitraria
se puede calcular una posicion Z que deberia corresponder a la
posicion de enfoque con una superficie de muestra plana y
ladeada. En cada posicion XY alcanzada la posicion Z se cambia
de tal forma automaticamente que se sitda en un plano.

Utilizar el autoenfoque de software

Seleccione la entrada [AF de software una vez por area de barrido]. En
este caso en cada posicion de platina que esté definida en la trayectoria
de platina, realizar el autoenfoque de software antes de tomar las
imagenes para el analisis de ciencia de materiales. Si la trayectoria de
platina contiene areas de barrido, la muestra se enfoca una vez en el
centro del area de barrido. Este ajuste de enfoque se utilizara para
todas las imagenes individuales que pertenezcan a ese area de barrido.

Seleccione la entrada [AF de software cada imagen], si se cambia
sustancialmente la posicion de enfoque de un area de barrido que s
debe enfocar cada imagen individualmente.
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7.5

Introduccion de informacion de la muestra

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] le guia paso a
paso a través de un proceso de analisis de ciencia de materiales. En el
paso [Informacion de muestra] puede introducir informacion para cada
muestra y para imagenes individuales de la muestra.

El paso [Informacion de la muestra] no es mostrado si ha seleccionado la
casilla [Omitir «Informacion de muestra»] en el paso anterior Fuente de
imagen].

@
@

Ademas, el paso [Informacion de la muestra] no se muestra tampoco si ha
seleccionado la opcidn [Trayectoria de platina] en el paso anterior [Fuente de
imagen]. En este caso, las informaciones sobre la muestra son introducidos
durante la definicion de la trayectoria de platina.
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[Nueva muestra]

El botdn Nueva muestra] solo esta activo cuando analiza varias imagenes
simultaneamente y cuando el analisis de la primera imagen esta concluido. En
este caso, puede especificar si todas las imagenes pertenecen a la misma
muestra o si la segunda imagen v las adicionales pertenecen a una muestra
diferente.

Haga clic en el boton [Nueva muestra] si desea asignar la imagen actual a
una nueva muestra. El libro que puede generarse al final de cada anélisis crea
una hoja distinta para cada muestra.

[Cargar
resultados]

En algunos procesos de analisis de ciencia de materiales se muestra el botén
[Cargar resultados]. Si este boton esta activo, puede cargar resultados que ha
hecho en un anélisis anterior y utilizarlos para el analisis actual.

[Referencia],
[Grupo]

Introduzca la informacion sobre la muestra aqui. Si ha cambiado los ajustes
predeterminados los campos [Referencia] y [Grupo] también podria llamase
de otra manera.

Es posible modificar la configuracion por defecto. Antes de iniciar el método
de anélisis debe realizar esto. Haga clic en el botén [Opciones] o utilice la
combinacion de teclas [Mayus + F8], para abrir el cuadro de dialogo
[Opciones]. Seleccione la entrada [Soluciones de materiales] y seleccione el
proceso de analisis deseado. Introduzca los nombres deseados en los
campos [Nombre de referencia de la muestra] y [Nombre de grupo de
muestras].

3

[Comentario]

Ademas de la informacién que ha introducido para toda la muestra, también
puede introducir informacién para una imagen individual. Si analiza varias
imagenes al mismo tiempo, encontrara la informacion [Imagen (1 de 3)] en la
barra de titulo del grupo, por ejemplo. Esto le permite ver la imagen para la
que esta introduciendo el comentario de la imagen. Si al finalizar un anélisis
crea un informe o un libro, se mostrara este comentario introducido.
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7.6 Opciones de software

Abrir el cuadro de
dialogo

Las opciones de software ofrecen algunos ajustes para los procesos de
analisis de ciencia de materiales que se ofertan en la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales]. Las opciones en el cuadro de
didlogo [Opciones] > [Soluciones de materiales] > [General] se refieren
a todos los procesos de analisis.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de dialogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [Mayus + F8]. Seleccione la entrada
[Soluciones de materiales] > [General] en la estructura de arbol.

@

Ese comando no esté disponible durante un proceso de anélisis en ejecucion.

Guardar las imagenes cargadas después del analisis

Establezca si y donde se deben guardar las imagenes analizadas tras el
paso [Resultados de imagen].

@

Cuando trabaja con la imagen en vivo o utiliza una trayectoria de platina, en
determinadas circunstancias, se analizan tantas imagenes dentro de un
proceso de analisis que no tiene sentido guardar todas las imagenes
individuales. Por ello se ignoraran las funciones para el guardado, sin en el
paso [Fuente de imagen] selecciona la opcion [Imagen en vivo] o [Trayectoria
de platinal.

[No guardar
imagenes]

[Sustituir imagen]

Seleccione la entrada [No guardar imagenes] en la lista. Ahora no se
guardan las imagenes analizadas para ninguno de los procesos de
analisis de ciencia de materiales. Las imagenes que necesitan un
informe se guardaran temporalmente y una vez finalizado el proceso
de analisis seran eliminadas.

Seleccione la entrada [Sustituir imagen] en la lista. Ahora se
sobrescriben todos los archivos de imagen que se cargan para el
proceso de analisis de ciencia de materiales sin consulta previa después
del analisis. Recibira un mensaje si uno de los archivos de imagen esta
protegido contra escritura. Podra entonces no guardar la imagen o
anular la proteccion contra escritura y sustituir la imagen.
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Seleccione la entrada [Guardar imagen en sistema de archivo] en la
lista. Ahora se abre automaticamente el cuadro de dialogo [Guardar
imagen en] si se ha finalizado el anélisis de una imagen. Podra
seleccionar libremente el nombre del archivo y el directorio donde se
deben grabar los datos.

NuUmero maximo de imagenes por muestra en los informes

Puede finalizar los procesos de analisis de ciencia de materiales con un
informe que puede contener también los resultados para imagenes
individuales. Para ello, seleccione la casilla [Una pagina por imagen] en
el paso [Generando informe].

Puede limitar el nUmero maximo de imagenes que se adquieran en el
informe por muestra. Introduzca el nimero deseado en el campo

[NUmero maximo de imagenes por muestra en informes]. Su software
usara entonces en el informe las imagenes que se analizaron primero.
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8 [Interseccion de granos]

8. Informacion general

;Qué es el método de interseccion de granos?

El método de interseccion de granos sirve para la medicion y
documentacion del tamafio de granos. Se utiliza con frecuencia en el
analisis de materiales, por ejemplo, en el control de calidad del aceroy
de otros metales.

En el método de interseccion se colocan lineas de medicion en una
imagen. Su software buscara a lo largo de las lineas de medicion saltos
en la intensidad (valor de gris) de los pixeles. Se produce un salto en la
intensidad, por ejemplo, si aparecen pixeles oscuros en una imagen
con pixeles claros principalmente. Si el salto de intensidad sobrepasa
los parametros establecidos, se representa una interseccion en esta
posicion de la linea de medicion.

Se cuentan las intersecciones. Se mide también la distancia entre dos
intersecciones. De ello se determina la longitud de interseccion media.

VA
7~

200
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Se determina el perfil de intensidad a lo largo de la linea de medicién horizontal. Cada vez que la
linea de medicion corta un borde de grano lo que provoca notables cortes en el perfil de intensi-
dad. Estos cortes en el perfil se utilizan en el método de interseccién para determinar las intersec-
ciones. En el ejemplo mostrado los bordes de grano son oscuros, sin embargo, el proceso se
puede aplicar a imagenes con bordes de grano claros. También es posible analizar los bordes de
grano para materiales multifasicos.
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Resultado de un método de interseccidn

El método de interseccion proporciona el denominado valor G,
definido en los estandares como un tamafio caracteristico para el
tamafio de granos. G se determina a partir del numero de
intersecciones y la longitud de interseccion media. El tamafio de granos
se mide en conformidad con los estandares:

* ASTM E 112-13

* GB/T 6394-2002

* GOST 5639-82

* ENISO 643: 2012
 DIN 50601: 1985

+ JIS G 0551: 2013

+ JIS G 0552: 1998

* ASTM E1382-97 (2015)

Los resultados de un analisis de ciencia de materiales se pueden

visualizar en un libro. Ademas, los resultados pueden visualizarse en un
informe en formato Microsoft Word.
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8.2

Ajustes

Elija en el paso [Ajustes] ajustes importantes para el analisis.

1

[Tipo de limite de
grano]

Establezca los criterios mediante los cuales se determinan los bordes de
grano. Dependiendo de la imagen a analizar el tipo de borde de grano
puede ser oscuro (ilustracion a la izquierda) o clara (ilustracion a la derecha).
Seleccione el ajuste [Paso] (ilustraciéon central) para las imagenes que no
tienen saltos de intensidad, si no que presentan diferentes valores de gris.

2

[Patron de lineas
de prueba]

El patron de lineas determina a lo largo de que lineas se deben buscar las
intersecciones. En cada posicion de linea se busca un perfil de intensidad
segun los saltos de intensidad. Tan pronto como un salto de intensidad
cumpla los criterios de definicion establecidos se visualizara en la imagen
como interseccion. Dependiendo del tipo de las estructuras a medir y su
posicion en la imagen se determina que patron de linea es el adecuado para
una tarea determinada.

Estan disponibles los siguientes patrones de lineas:
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Se colocan tres circulos centrados en la imagen. El tamafio del campo de
medicion corresponde al diametro del circulo mas grande. Este patrén de
linea se adapta bien a las imagenes cuyas estructuras se reparten de forma
uniforme a lo largo de la imagen o que se desarrollan hacia fuera desde el
centro de la imagen.

La cruz de medicion se compone de dos lineas diagonales cruzadas, asi
como de una linea recta debajo y a la izquierda de esta cruz. El tamafio del
campo de medicién corresponde a la longitud de la linea horizontal debajo
de la cruz de medicion.

El patron de lineas [Cruz y circulos] combina ambos patrones de lineas [Cruz]
y [Circulos].

Con ese patrén de lineas se reparten las lineas verticales de forma uniforme
sobre el campo de medicion. Defina el nimero de lineas en el campo
[NUmero de lineas de prueba] > [Vertical].

IEENE B

Con ese patrén de lineas se reparten las lineas horizontales de forma
uniforme sobre el campo de medicién. Defina el nimero de lineas en el
campo [NUmero de lineas de prueba] > [Horizontal].

Con ese patrén de lineas se reparten las lineas horizontales y verticales de
forma uniforme sobre el campo de medicién de tal manera que resulta una
reticula. Defina el nimero de lineas en el campo [NUmero de lineas de
prueba] > [Vertical] y [Horizontal].

[Ancho de borde
de grano]

Ajuste aqui la anchura necesaria para la deteccion de un borde grano. Con
una anchura de bordes de grano pequefia, se encuentran significativamente
maés intersecciones que con una anchura de bordes de grano grande.
Puede cambiar discrecionalmente la posicion del control deslizante. Preste
atencion a la visualizacion en la imagen.

[Reduccion de
ruido]

Utilice ese control deslizante para aplicar un filtro de suavizado a la imagen.
El filtro de suavizado reduce el ruido de laimagen. A las imagenes que tienen
mucho ruido se les debe asignar un filtro de suavizado para su evaluacion
con el método de interseccion. Mueva el control deslizante de izquierda a
derecha para elevar en pequefios pasos la intensidad del filtro de suavizado.
Al mismo tiempo se reduce el nUmero de intersecciones encontradas.

[NUmero de lineas
de prueba]

Esos campos solamente estan activos si ha seleccionado un patrén de las
lineas de prueba que contiene lineas horizontales y verticales. En este caso
establezca cuantas lineas de prueba se deben utilizar para la medicién de
interseccion.
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5 [Estandar] Seleccione en el campo [Estandar ] el estandar que se debe utilizar para el
proceso de analisis.

8.3 Realizar una medicion de interseccion de granos

Las siguientes instrucciones paso a paso describen un ejemplo del uso
de una medicion de interseccion de granos.

Paso [Fuente de imagen]

1.
2.
3.

Cargue todas las imagenes que quiera analizar.
Seleccione las imagenes en la ventana de herramientas [Galeria].

Haga clic en el boton [Interseccion de granos] de la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales].

= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a
paso a través de la medicion. Muchas de las otras funciones de
su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

En el grupo [Fuente de imagen] seleccione, por ejemplo, la opcion

[Imagenes seleccionadas]. Preste atencion a la informacion sobre

cuantas imagenes se han seleccionado, que se mostraran en

negrita en la parte inferior del grupo.

» Con la opcién [Imagenes seleccionadas] se analizan todas las
imagenes que estan actualmente seleccionadas en la ventana de
herramientas [Galeria].

. Decida si quiere cargar los ajustes que ha guardado en el analisis

de otra imagen. Luego y en caso necesario puede adaptar esos
ajustes y utilizarlos en esa imagen. Haga clic en el boton [Cargar de
archivo] para cargar los ajustes almacenados.

. Decida si durante el proceso de analisis desea o no dar

informacion de la muestra o de las imagenes individuales. Si desea
dar informacion (por ejemplo, porque analiza imagenes de
multiples muestras en el mismo proceso de analisis), desactive la
casilla [Omitir 'Informacion de muestra’].

. Seleccione en la lista [Comprobar resultados y ajustes] la entrada

[Todas las imagenes].

. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Informacién de la muestral]

Condicion previa  »  Solo veréa este paso en caso de que en el paso anterior no haya
activado la casilla[Omitir ‘Informacion de muestra’].

1. De informacién para nombrar su muestra. De manera
predeterminada, estos campos se llaman [Referencia] y [Grupo].

» Si ha cambiado los ajustes predeterminados esos campos
tambien podrian llamarse de otra manera.

2. Si'lo desea haga un comentario sobre la muestra. Ese comentario
es valido para todas las imagenes de esa muestra.

3. Silo desea, haga un comentario adicional sobre la imagen actual.
4. Haga clic en el boton [Siguiente].

= |aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Ajustes]

1. Seleccione un tipo de borde de grano adecuado.

2. Seleccione un patrén de las lineas de prueba que se ajuste a las
estructuras de la imagen a analizar. Puede seleccionar entre
diferentes patrones.
= El patrén de lineas de prueba determina a lo largo de qué lineas

deben buscarse las intersecciones en la imagen.

3. Vea en la imagen las intersecciones encontradas. En caso
necesario cambie los ajustes para optimizar los resultados
mostrados.
= Las intersecciones se representan por defecto en rojo y las lineas

de medicion en verde.

Puede cambiar esos ajustes de color en el cuadro de dialogo
[Opciones]. Tiene que hacer este ajuste antes de iniciar el
proceso de analisis.

4. Haga clic en el boton [Siguiente].

= |aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Resultados de imagen]

1. Compruebe los resultados mostrados. Ve los resultados de la
imagen actual y los resultados acumulados de todas las imagenes
que ya han sido analizados para esta muestra.

2. En caso de que no esté satisfecho con los resultados de la imagen
actual: Haga clic en el boton [Atras] para volver al paso [Ajustes].
Entonces puede intentar mejorar los resultados de la imagen
mediante la eleccion de otro tipo de lineas o cambiando el control
deslizante a otra posicion.

3. Puede corregir las intersecciones encontradas automaticamente.
Para ello, utilice los botones [Afiadir intersecciones] o [Eliminar
intersecciones]. Encontrara informacion adicional en el capitulo
Afiadir o eliminar intersecciones (pagina 94).

= Alternativamente, puede hacer clic en el boton [Rechazar
imagen] para excluir esta imagen del analisis. Para ello, el analisis
actual debe tener, al menos, dos imagenes.
4. Haga clic en el boton [Siguiente].
= | aventa de herramientas [Soluciones de materiales] muestra el
paso [Informacion de la muestra] para la siguiente imagen.
5. Repita el paso [Informacion de la muestra], [Ajustes] y [Resultados
de imagen] para cada imagen que quiera analizar.

Paso [Resultados]

1. Compruebe los resultados mostrados. Usted puede ver los
resultados de todas las imagenes que han sido analizadas.

2. Seleccione la casilla [Generar informe] si desea que se genere
automaticamente un informe una vez finalizado el analisis.
= El paso adicional [Generando informe] se afiadira al anélisis

actual.
» En la parte inferior del cuadro de dialogo, el botén [Finalizar] se
activa.

3. Seleccione la casilla [Generar libro] para exportar los resultados a
una hoja.

4. Sidesea guardar la configuracion actual en un archivo, haga clic en
el boton [Guardar ajustes]. A continuacion, asigne un nombre
descriptivo en la siguiente ventana de dialogo.
= Puede cargar estos ajustes cuando analice mas imagenes. Para

ello, en el paso [Fuente de imagen] haga clic en el boton [Cargar
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de archivo]. Se guardan en el paso [Ajustes] los comentarios de
las muestras e imagen, el tipo de linea utilizado y la posicion del
control deslizante.

5. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

85 OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



8 [Interseccion de granos]

Realizar una medicién de interseccion de granos

Paso [Generar informe]

Defina el aspecto del informe que contiene los resultados de medicion.

1. Seleccione la opcion [Predeterminado] para utilizar una plantilla
predeterminada. Si desea utilizar otra plantilla, seleccione la opcion
[Definida por el usuario]. Haga clic en el boton con los tres puntos
y seleccione otra plantilla en el cuadro de dialogo [Abrir].

2. Enel grupo [Contenido], seleccione la casilla de los elementos que
deben mostrarse en el informe.

Seleccione la casilla [Pagina de resumen] cuando la primera
pagina del informe debe contener un resumen de todos los
resultados del analisis actual. La generacion de una pagina de
resumen puede ser util, por ejemplo, cuando ha analizado
muchas imagenes de diferentes muestras.

Seleccione la casilla [Una pagina por muestra] si el informe debe
contener una pagina para cada muestra. En esta pagina se
representan los resultados sumados de todas las imagenes que
pertenecen a esta muestra.

Seleccione la casilla [Una pagina por imagen] si el informe debe
contener una pagina para cada imagen analizada. Si solo esta
marcada esta casilla y ha analizado las tres imagenes, el informe
contiene exactamente tres paginas.

Seleccione la casilla [Mostrar resultados en superposicion] si las
imagenes del informe deben mostrar también la capa de
imagen con los resultados.

3. Haga clic en el boton [Finalizar].

Se crea el informe y se muestra en la aplicacion MS-Word.

Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la segunda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio.

4. Como consecuencia de este proceso de analisis de ciencia de
materiales, la imagen ahora tiene una o varias capas de imagen
nuevas. Guarde las imagenes en el formato TIF o VSI si desea
mantener estas capas de imagen adicionales.

5. Guarde el libro y el informe.
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8.3.1 Afadir o eliminar intersecciones

Puede editar manualmente las intersecciones que su software ha
detectado automaticamente. Para ello tienen la posibilidad de eliminar
intersecciones innecesarias y afiadir intersecciones faltantes.

Utilice la posibilidad de corregir manualmente las intersecciones solo si
en el paso [Ajustes] ha cambiado varias veces la posicion de los
controles deslizantes y esta seguro de que ha encontrado el mejor
ajuste posible.

@

Al corregir manualmente las intersecciones y volver al paso [Ajustes] (por

ejemplo, para cambiar los ajustes del control deslizante) se elimina su
validacion manual.

Condicion previa

Afadir intersecciones

» Para ello debe realizar un método de interseccion y encontrarse en
el paso [Resultados de imagen].

1. Aumente el zoom de la imagen hasta que pueda ver
perfectamente los bordes de grano. Mueva el puntero del raton
sobre la ventana de imagen y utilice la rueda del ratéon por
ejemplo.

2. Haga clic en el botén [Anadir intersecciones] para afiadir las
intersecciones faltantes.

3. Mueva el puntero del raton sobre la ventana de imagen.
= Ahora en la ventana de imagen el puntero del raton esta
rodeado de un circulo azul. Con ello se indica que se encuentra
en el modo de edicion. Ahora puede afiadir exclusivamente las

intersecciones. En este modo no es posible con su software
realizar otros trabajos.

4. Haga clic una vez en la posicion en la cual quiera colocar la nueva
interseccion. Esta posicion debe situarse en una linea de medicion.
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= Se marca la interseccion. Las intersecciones se representan por
defecto en rojo vy las lineas de medicion en verde.
= Se actualiza la visualizacion en los grupos [Resultados de
imagen] y [Resultados de la muestra].
5. Silo desea, haga clic en otras posiciones en la imagen en las cuales
quiera colocar nuevas intersecciones.
6. Haga clic con el botdn derecho del ratén para finalizar el modo de
edicion.
7. Ahora puede cambiar al siguiente paso. Alternativamente ahora
puede eliminar también intersecciones innecesarias.

Eliminar intersecciones

Condicion previa  »  Para ello debe realizar un método de interseccion y encontrarse en
el paso [Resultados de imagen].

1. Aumente el zoom de la imagen hasta que pueda ver
perfectamente los bordes de grano. Mueva el puntero del raton
sobre la ventana de imagen vy utilice la rueda del raton por
ejemplo.

2. Haga clic en el botdn [Eliminar intersecciones} para eliminar lineas
de medicion sobrantes.

3. Mueva el puntero del raton sobre la ventana de imagen.

= Ahora en la ventana de imagen el puntero del ratéon esta
rodeado de un circulo azul. Con ello se indica que se encuentra
en el modo de edicion. Ahora no puede hacer otra cosa que
eliminar intersecciones. En este modo no es posible con su
software realizar otros trabajos.

4. Haga clic en la interseccion que quiera eliminar.
= Se elimina la interseccion.

= Se actualiza la visualizacion en los grupos [Resultados de
imagen] y [Resultados de la muestra].

5. Silo desea, haga clic en otras intersecciones que quiera eliminar.
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6. Haga clic con el botdn derecho del ratén para finalizar el modo de
edicion.

7. Ahora puede cambiar al paso siguiente o eliminar mas
intersecciones.
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8.4 Opciones de software

Abrir el cuadro de
didlogo

Las opciones de software le ofrece algunos ajustes para el método de
interseccion.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [MayUs + F8]. Seleccione la entrada
[Soluciones de materiales] > [Interseccion de granos] en la estructura
de arbol.

@

Ese comando no esté disponible durante un proceso de anélisis en ejecucion.

Definir las informaciones de la muestra

Establezca como se deben llamar los dos campos superiores que se
indican en el paso [Informacion de la muestra]. Para ello introduzca los
nombres deseados en los campos [Nombre de referencia de la
muestra] y [Nombre de grupo de muestras]. El nombre otorgado a los
campos también se utilizara en los libros que se puede generar al final
de un proceso de analisis de ciencia de materiales.

Definir los colores de la visualizacidon de la medicion

Puede modificar los colores de la visualizacion de las lineas de
medicion e intersecciones en el método de interseccion.

Defina en el campo [Color del patron de lineas] el color de las lineas de
medicion. Las lineas de medicion tienen que ser claramente
reconocibles en la imagen. Por defecto esta seleccionado el color
verde.

Defina en el campo [Color de intersecciones] el color de las
intersecciones. Por defecto esta seleccionado el color rojo.

Mostrar longitudes de intersecciones en el libro

La casilla [Mostrar longitudes de interseccion en el libro] se refiere a
coémo se visualizan los resultados de una medicidon de interseccion en
un libro. Establezca en el paso [Resultados] si se debe crear un libro.

Si esta casilla no esta marcada, el libro solo contiene la longitud de
interseccion media, asi como el nimero promedio de intersecciones.
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Si esta casilla esta marcada, cada libro contiene adicionalmente una o
dos hojas con cada longitud de interseccion individual. Si clasifica en
orden descendiente los valores en la columna [Longitud de
interseccion] puede ver, por ejemplo, rapidamente la longitud de
intersecciéon mas larga.

Las opciones [Una hoja por imagen] y [Una hoja por muestra]
establecen codmo estan estructuradas las hojas adicionales que
contienen los resultados individuales. Entonces, podra ver la misma
informacion en ambas opciones, solo que dispuestas de forma
diferente.

Seleccione la opcién [Una hoja por imagen] para que los resultados
individuales de cada imagen analizada se visualicen en una hoja
separada.

Seleccione la opcion [Una hoja por muestra), para que los resultados
individuales de todas las imagenes analizadas de la misma muestra se
visualicen en una hoja conjunta.

Nota: Puede definir algunos ajustes generales para el aspecto de los
libros. Para ello, utilice el cuadro de dialogo [Opciones] > [Libro] >
[Formato].
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9 [Planimetria de granos]

9.1 Informacion general

;Qué es la planimetria de granos?

El analisis de planimetria de granos sirve para la medicion y
documentacion del tamafio de granos. Se utiliza con frecuencia en el
analisis de materiales, por ejemplo, en el control de calidad del aceroy
de otros metales. El analisis de planimetria de granos determina el
tamafio de granos utilizando la superficie de los granos. Se diferencia
del analisis de interseccion de granos que determina el tamafio de
granos utilizando el nimero de intersecciones.

Se pueden medir muestras con granos oscuros o claros. También es
posible analizar los bordes de grano para materiales multifasicos.
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La imagen de arriba muestra el resultado de una deteccién de bordes de grano automatica. Los

bordes de grano detectados se marcan en rojo por defecto (primera ilustracion). Adicionalmente
los granos detectados se pueden visualizar coloreados (segunda ilustracion). Lo granos pequefios
se visualizan méas oscuros que los granos grandes.

Medir la segunda fase

También se pueden medir muestras que presentan una segunda fase.
Por ejemplo tienen microestructuras ferriticas-perliticas, que son
importantes en el anélisis de materiales de acero, tienen dos fases, la
perlita oscura y la ferrita clara.

Su software puede calcular para dichos tipos de muestras la superficie
de todos los objetos de la segunda fase y deducirlos de la superficie de
la primera fase.

9

Las imagenes de arriba muestran una microestructura ferritica-perlitica. En la primera imagen
puede ver los bordes de grano detectados (en rojo). En la segunda imagen se indican todas las
areas de la imagen que pertenecen la segunda fase (en turquesa). La tercera imagen muestra adi-
cionalmente los granos detectados (en verde).
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Editar bordes de grano

Puede editar manualmente los bordes de grano que su software ha
encontrado automaticamente. Puede eliminar bordes de grano
innecesarios y afiadir bordes de grano faltantes.

Validar los granos detectados

Puede corregir la deteccion de los granos, seleccionando y eliminando
manualmente los granos. Si ha eliminado accidentalmente algunos
granos, también puede afiadirlos de nuevo.

pués de la eliminaciéon manual de algunos granos. Los granos eliminados no se volveran a consi-
derar en el calculo de los resultados de medicién. En la imagen se visualizaran sombreados.

Resultado de un analisis de planimetria de granos

El analisis de planimetria de granos proporciona el denominado valor
G, definido en los estandares como un tamafio caracteristico para el
tamafio de granos. Los siguientes estandares estan disponibles para la
medicion:

« ASTM E 112-13

+ GB/T 6394-2002

+ GOST 5639-82

« ENISO 643: 2012

+ DIN 50601: 1985

« JIS G 055T: 2013

« JIS G 0552 1998

+ ASTM E1382-97 (2015)

Ademas, se determinan otros resultados de medicion, por ejemplo, el
numero total de granos, el area de grano promedio y la suma del area
de grano.

Documentar los resultados

Los resultados de un analisis se pueden visualizar en un libro y un
grafico. Ademés, los resultados pueden visualizarse en un informe en
formato Microsoft Word.
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9.2 Ajustes
9.2.1 Paso [Tipo de muestra]

La eleccion del tipo de muestra determina el algoritmo que se utilizara
para la medicion planimétrica. Para ello estan disponibles posibilidades
de ajustes ligeramente diferentes en los proximos pasos de analisis en
funcion del tipo de muestra.

Puede elegir entre los siguientes tipos:

: Selecoone el tipo de muestra [Granos claros u oscuros] si desea examinar
una muestra con bordes de grano claramente reconocibles. Establezca en el
siguiente paso [Bordes de grano] si los bordes de grano son claros u oscuros.

Seleccione el tipo de muestra [Granos claros con sequnda fase] si desea

examinar una muestras con granos claros, bordes de grano oscuros y una
segunda fase. Este tipo de muestra es adecuada si la sequnda fase es méas
oscura que los granos (por ejemplo una microestructura ferritica-perlitica).

Seleccione el tipo de muestra [Granos oscuros con segunda fase] si desea
§ examinar una muestra con granos oscuros, bordes de grano claros y una
segunda fase.

Seleccione el tipo de prueba [Granos con borde en color] si desea examinar
una muestra multifase.
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Paso [Segunda fase]
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» Vera estos botones solo si ha seleccionado en el paso [Tipo de
muestra] bien el tipo [Granos claros con segunda fase] o el tipo

[Granos oscuros con segunda fase].

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:

i

—
4 >

ii

S
g

1

[Nombre]

De forma predeterminada, el nombre de la segunda fase es [Segunda fase].
Silo desea aquf puede introducir un nombre diferente. Para ello, haga doble
clic en el campo [Nombre]. El nombre que haya otorgado se utilizara
también en los resultados de imagen y el libro y en el informe. Ademés se
guarda el nombre de la fase conjuntamente con la imagen y se muestra en la

ventana de herramientas [Propiedades].

Desde ahora y por defecto se propondra el nombre de la fase para todas las
demas imagenes, que desee medir con el proceso de anélisis [Planimetria de

granosl.
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2 [Color de fase]

Seleccione un color en el campo [Color de fase] en el cual se visualizaran los
objetos de la segunda fase en la imagen. El color debe diferenciarse
claramente del color que seleccione en el siguiente paso [Bordes de grano]
en el campo [Color de relleno de grano] de los granos

3 [Umbral]

Defina las partes de la muestra que se detectan como segunda fase.

Defina con el control deslizante [Umbral] el rango de intensidad que debe
tener un pixel para poder asignarlo a la sequnda fase. Por defecto se ajusta a
un valor de 50. Si cambia este valor, se asignaran mas o menos pixeles de la
segunda fase. La visualizacion en la ventana de imagen se actualiza automati-
camente tras cada cambio. Es decir, las areas de la muestra indicadas con el
color de fase serdn més pequefias 0 més grandes.
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En Ia primera ilustracion el rango de intensidad se ajustd demasiado bajo para la segunda fase.
Con ese ajuste no se detectaran todas las areas de la muestra que pertenecen a la segunda fase.

En la segunda ilustracion se ajusta un rango de intensidad mas alto. Con ello se detectarén todas
las areas de la muestra que pertenecen a la sequnda fase.

4 [Cerrar espacios
en la fase]

Defina con el control deslizante [Cerrar espacios en la fase] en que perimetro
se deben cerrar los espacios que se encuentran dentro de la segunda fase.
Los espacios son pixeles individuales o adyacentes que se encuentran dentro
de los objetos de la segunda fase, pero no se detectaron como objeto de la
segunda fase.

Por defecto se ajusta a un valor de 1. Si aumenta ese valor se asignaran tales
pixeles de la segunda fase.
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En la primera ilustracién se sitUa el control deslizante [Cerrar espacios en la fase] a un valor més
bajo. Con este ajuste alin quedan espacios en la segunda fase. En la segunda ilustracion se ajusta
un valor mas elevado. Se cierran los huecos en la segunda fase.

5 [Extraccion de
artefactos y
[imites]

Utilice el control deslizante [Suprimir defectos y bordes] para excluir del
analisis defectos o bordes de la imagen que se encuentran dentro de los
objetos de la segunda fase.

6 [Mostrar segunda
fase]

Seleccione la casilla [Mostrar sequnda fase] para mostrar en el color de fase
seleccionado las areas de la muestra que se han detectado como segunda
fase.
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7 [Validacion]

Haga clic en el boton [Suprimir o afiadir objeto de sequnda fase] para
cambiar al modo de edicion. En ese modo puede eliminar manualmente las
areas de la muestra que se han detectado erréneamente como segunda fase.
Mediante la eliminacién manual no se volveran a considerar esas areas en el
célculo de la proporcion porcentual de superficies de la segunda fase.

9.2.3  Paso [Bordes de grano]

Elija en ese paso los ajustes importantes para el analisis. Segun el tipo
de imagen que selecciond en el paso anterior [Tipo de muestra] vera
solamente algunas de las posibilidades de ajuste descritas mas abajo.

1 [Tipo de limite de
grano]

Condicién previa: Vera estos botones solamente si ha seleccionado el botén
[Tipo de muestra] del tipo [Granos claros u oscuros].

Establezca los criterios mediante los cuales se determinan los bordes de
grano.

El tipo de borde de grano adecuado depende de la imagen que desee anali-
zar. Haga clic en uno de estos botones [Borde de grano oscuro en fondo
claro], [Borde de grano claro en fondo oscuro] o [Bordes de grano claro y
oscuro en fondo gris].

97 OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



9 [Planimetria de granos]
Ajustes

2 Detectar bordes

de grano

El posicionamiento de los controles deslizantes [Suavidad] y [Umbral] influye
en la deteccion de los bordes de grano. Observe continuamente en el
posicionamiento del control deslizante que bordes de grano se encuentran.
La vista previa se actualiza tras cada cambio de ajustes.

Posicione el control deslizante de tal manera que los bordes de grano se
reconozcan lo méas completos posibles. No es grave si los bordes de grano se
interrumpen en algunos lugares. El algoritmo que determina el valor G cierra
pequefios huecos automaticamente en los bordes.

Si no esta seguro si un control deslizante esta posicionado correctamente o
no, haga clic en el botdn [Siguiente] y fijese en el resultado en el paso
[Resultados de imagen]. Con el boton [Atras] puede volver al paso [Bordes de
grano] en cualquier momento.

2

[Suavidad]

Con la ayuda del control deslizante [Suavidad] puede controlar que se
ignoren para el andlisis estructuras o patrones mas pequefios que se
encuentran dentro de los granos. Como en estas estructuras no se trata de
granos, es importante excluirlas de la deteccion. Si esto no sucede, estas
pequefias estructuras se valoran como granos, y por lo tanto, influyen en el
resultado de la medicién planimétrica de una forma no deseada.

Ajuste el grado de suavidad tan exactamente como sea posible, de tal
manera que no se vuelvan a detectar las pequefias estructuras o patrones.
No seleccione un valor mayor de lo necesario. Si se selecciona una suavidad
de imagen innecesariamente grande, normalmente no se detectaran granos
pequefios reales.

En la primera ilustracién se selecciond una suavidad de imagen excesivamente baja. En ese ajuste
se detectan numerosas estructuras dentro de los granos, lo que falsea el resultado de la medi-
cion planimétrica. En la segunda ilustracién se selecciond una valor grande para la suavidad de
imagen. Se puede reconocer claramente que solamente se detectan muy pocas estructuras den-
tro de los granos. Por ello el resultado de la medicion planimétrica sera mas exacta.
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2

[Umbral]

Seleccione si es suficiente un rango de intensidad pequefio para el reconoci-
miento de un borde grano. Este es el caso, por ejemplo, si se distinguen
todos los bordes de grano claramente del fondo.

Si no puede distinguir todos los bordes de grano claramente del fondo, por
ejemplo porque algunos bordes de grano son mas claros que otros se debe
definir un rango de intensidad més grande para el reconocimiento de un
borde de grano.

En la primera ilustracion se ha fijado un valor demasiado alto para el umbral. Puede ver que no
se reconocen todos los bordes de grano.

En esa ilustracion se ha fijado un valor demasiado mas bajo para el umbral. Puede ver que ahora
se reconocen todos los bordes de grano.

3

[Color de borde
de grano]
[Color de relleno
de grano]

Establezca en que color se mostraran los bordes de grano calculados. Para
ello, haga clic en Ia flecha en el borde derecho del campo y seleccione un
color. Los bordes de grano deben separarse claramente de los colores de la
muestra.

Establezca en el campo [Color de relleno de grano] en que color se muestran
los granos calculados. Para ello, haga clic en la flecha en el borde derecho del
campo Y seleccione un color. Este ajuste afecta a la visualizacion en el
siguiente paso [Resultados de imagen].

4 [Estandar]

Seleccione en el campo [Estandar ] el estandar que se debe utilizar para el
proceso de analisis.

5

[Mostrar bordes
de grano]

Seleccione la casilla [Mostrar bordes de grano] para obtener los bordes de
grano en la imagen.
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9.24  Paso [Resultados de imagen]

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:

1 Grupo [Resultados

de imagen]
1 [Fraccion de la Si ha medido una muestra con una segunda fase, se mostraréa el porcentaje
segunda fase] de la segunda fase. Debajo del campo se indica el nombre de la fase y la
fraccion en porcentaje que tiene la segunda fase en la superficie total
calculada.
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1

[Distribucion de
tamafio de grano]

Selecciones la entrada [Recuento relativo (%)] si se debe indicar el nimero de
granos por clase en porcentaje. Este dato solo considera el nimero absoluto
de granos por clase y no el tamafio de los granos.

Ejemplo: La clase 1 contiene el 70% de los granos detectados, la clase 2
contiene el 30%.

Selecciones la entrada [Area ponderada (area%)] si el area acumulada de
todos los granos de una clase debe establecerse en relacion con el area
acumulada de todos los granos en las otras clases. Con esa entrada el
tamafio de los granos se incluye en el anélisis.

Ejemplo: La clase 1 es cierto que contiene la mayorfa de los granos
detectados, pero los granos son muy pequefios. La clase 2 contiene
claramente menos granos, pero los granos son muy grandes. Por lo tanto la
clase 1 tiene solo un 40% del area acumulada de todos los granos vy la clase 2
tiene un 60%.

fase]

2 Gréfico de Encima del gréfico se muestra el campo [Numero de tamafo del grano G]
distribucion de para la muestra actual o para la imagen actual. Los granos detectados se
tamafio de grano asignan a diferentes clases de tamafio. El gréfico muestra la distribucion de

tamafio del grano para la imagen o muestra actual. Es posible guardar el
gréfico. Para ello seleccione en el siguiente paso [Resultados] la casilla
[Generar grafica].

3 [Imagen] En el diagrama tiene las opciones [Imagen] y [Muestra]. Seleccione aquf si
[Muestra] quiere ver la distribucion de tamafio de grano para todas las imagenes o solo

para la imagen actual.

4 [Mostrar granos]  Seleccione la casilla [Mostrar granos] para que se muestren los granos
detectados en color. Si la casilla esta desactivada, la imagen permanece
visible y solo los bordes de grano se visualizan en color.

4 [Mostrar sequnda Vera esta casilla solo si ha seleccionado en el paso [Tipo de muestra] bien el

tipo [Granos claros con segunda fase] o el tipo [Granos oscuros con segunda
fase].

Seleccione la casilla [Mostrar seqgunda fase] para mostrar los objetos
detectados de la segunda fase en color.
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Ajustes

5 [Editando]

Puede corregir manualmente los bordes de grano detectados. Para ello,
utilice los campos del grupo [Editando].

Siha corregido manualmente los bordes de grano, debe confirmar sus
cambios. Para ello haga clic una vez con el botén derecho del raton.

Al corregir manualmente los bordes de grano y volver al paso [Ajustes] (por
ejemplo, para cambiar los ajustes de los controles deslizantes) se elimina su
validacion manual.

En el capftulo Afiadir o eliminar bordes de grano (pagina 117) encontrara
instrucciones paso a paso.

Haga clic en el boton [Afiadir bordes de grano en modo libre] para dibujar
manualmente otros bordes de grano en la imagen.

Haga clic en el boton [Afiadir bordes de grano en modo guiado] para dibujar
otros bordes de grano en la imagen. Este botédn le ayuda en el marcado de
los bordes de grano: Pulse el botdn izquierdo del ratén y gufe el puntero del
raton de forma aproximada en la direccion del borde de grano a marcar. Al
mismo tiempo su software mide las diferentes intensidades en esa secciéon de
imagen y marca los bordes de grano.

Haga clic en el boton [Delete grain boundaries] para eliminar de la imagen
bordes de grano no deseados.

6 [Validacion]

En el grupo [Validacion] puede corregir manualmente los granos detectados.
Puede eliminar los granos y volver a afiadir granos eliminados accidental-
mente. Los granos que no hayan sido detectados por el software, por
ejemplo, porque estan en el borde de la muestra no se pueden afiadir.

Si ha medido objetos en la segunda fase y quiere corregirlos, vuelva al paso
[Segunda fase]. En este paso, en el grupo [Validacion], haga clic en el boton
[Suprimir o afiadir objeto de segunda fase].

La validacién manual de los granos no se guardara al volver a un paso
anterior. Por lo tanto, si vuelve a seleccionar el paso [Resultados de imagen]
debe eliminar nuevamente, en caso necesario, los granos.

Haga clic en el botén Suprimir o afiadir granos]. Se encuentran entonces en
el modo de edicion en el cual puede eliminar exclusivamente los granos y
volver afiadirlos. En este modo no es posible con su software realizar otros
trabajos. Seleccione los granos a eliminar y haga clic en el botdn derecho del
raton para abandonar el modo de edicion y adoptar los cambios.

7 [Rechazar imagen]

Con el botén [Rechazar imagen] puede excluir del andlisis la imagen actual. Si
analiza varias imagenes consecutivamente su software mostrara la siguiente
imagen una vez que haga clic en el boton [Siguiente].
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9.3 Realizar medicion planimétrica

Las siguientes instrucciones paso a paso describen un ejemplo del uso
de analisis de planimetria de granos.

Paso [Fuente de imagen]

1.

Haga clic en el boton Planimetria de granos de la ventana de
herramientas Soluciones de materiales.

= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a
paso a través de la medicion. Muchas de las otras funciones de
su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione, por ejemplo, la opcion

[Imagen en vivol.

= Con la opcion [Imagen en vivo] se muestra el paso adicional
[Adquisicion de imagen]. En este paso se adquiere una imagen
que sera analizada en los siguientes pasos.

= Tras finalizar la mediciéon se adquiere y se analiza una nueva
imagen automaticamente. De esta forma puede analizar en el
mismo analisis tantas imagenes como desee. Puede guardar o
rechazar las imagenes analizadas.

. Decida si quiere cargar los ajustes que ha guardado en el anélisis

de otra imagen. Luego y en caso necesario puede adaptar esos
ajustes y utilizarlos en esa imagen. Haga clic en el boton [Cargar de
archivo] para cargar los ajustes almacenados.

Decida si durante el proceso de anélisis desea o no dar
informacion de la muestra o de las imagenes individuales.
Seleccione, por ejemplo, la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’]
si no quiere aportar informacion de la muestra.

. Seleccione en la lista [Comprobar resultados y ajustes] la entrada

[Todas las imagenes].

. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Adquisicién de imagen]

1. Vaya a la posicion de muestra requerida en la imagen en vivo.

2.

Seleccione los ajustes de adquisicion que desee.

103  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



9 [Planimetria de granos]
Realizar medicién planimétrica

= Cambie de objetivo si es necesario. La barra de herramientas
[Control del microscopio] contiene botones para cambiar los
objetivos.

= Ajuste el tiempo de exposicion. Para ello, utilice la barra de
herramientas [Control de la camaral.

= Enfoque la imagen.
3. Haga clic en el boton [Siguiente].
= Se finaliza el modo en vivo.
» Laimagen adquirida se mostrara en el grupo de documentos.

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Tipo de muestra]

1. Seleccione la imagen que se asemeja mas a la muestra medida
actualmente. El tipo de muestra determina el algoritmo que se
utiliza para el calculo del tamafio de los granos.

Haga clic, por ejemplo, en el tipo de muestra [Granos claros con

segunda fase] si desea examinar una muestras con granos claros,

bordes de grano oscuros y una segunda fase.

= Siselecciona el tipo de muestra [Granos claros con segunda
fase] se afiadira otro paso al proceso de analisis. Lo puede ver
en la parte inferior de la ventana de herramientas, donde ahora
se muestra el paso [Segunda fase].

2. Haga clic en el botdn [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara

el siguiente paso.

Paso [Segunda fase]

Condicion previa  »  Solo vera esos pasos si ha seleccionado en el paso anterior el tipo
de muestra [Granos claros con segunda fase] o [Granos oscuros
con segunda fase].

1. Seleccione un color en el campo [Color de fase] en el cual se
visualizaran los objetos de la segunda fase en la imagen.

2. Defina con el control deslizante [Umbral] el rango de intensidad
que debe tener un pixel para poder asignarlo a la segunda fase.
Por defecto se ajusta a un valor de 50. Si cambia este valor, se
asignaran mas o menos pixeles de la segunda fase.
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= La vista de la imagen se actualiza automaticamente tras cada
cambio. Es decir, las areas de la muestra indicadas con el color
de fase seran mas pequefias o mas grandes.

. Defina con el control deslizante [Cerrar espacios en la fase] en que

perimetro se deben cerrar los espacios que se encuentran dentro
de la segunda fase.

» Los espacios son pixeles individuales o adyacentes que se
encuentran dentro de un objeto de la segunda fase, pero que
no se detectd como objeto de la segunda fase. Por defecto se
ajusta a un valor de 1. Si aumenta ese valor se asignaran tales
pixeles de la segunda fase.

. Utilice el control deslizante [Extraccion de artefactos y limites] para

excluir pixeles incorrectos del analisis.

. Seleccione la casilla [Mostrar sequnda fase] para mostrar en el

color de fase seleccionado las areas de la muestra que se han
detectado como segunda fase.

. En el grupo [Validacion] haga clic en el boton [Suprimir o afiadir

objeto de segunda fase] para activar el modo de edicion. En ese
modo puede eliminar manualmente las areas de la muestra que se
han detectado erréneamente como objetos de la segunda fase.
Mediante la eliminacion manual no se volveran a considerar esas
areas en el calculo de la proporcion de superficies de la segunda
fase.

. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Bordes de grano]

1. Ajuste con el control deslizante [Suavidad] el grado de suavidad de
laimagen de tal manera, que no se puedan detectar los artefactos
que se encuentren dentro del grano.

No seleccione un valor mayor de o necesario. Si se selecciona una
suavidad de imagen innecesariamente grande, ya no se pueden
detectar granos pequefios reales. Los artefactos detectados se
valoran por el software como granos pequefios y, por lo tanto,
influyen en el resultado de la medicién planimétrica.

= |a vista previa se actualiza tras cada cambio de ajustes.

2. Ajuste con el control deslizante [Umbral] el rango de intensidad
para el reconocimiento de un borde de grano.
Si se distinguen todos los bordes de grano claramente del fondo,
desplace el control deslizante mas a la derecha.
Si no puede distinguir todos los bordes de grano claramente del
fondo, por ejemplo porque algunos bordes de grano son mas
claros que otros, desplace el control deslizante mas a la izquierda.

3. Establezca en el campo [Color de borde de grano] en que color se
muestran los bordes de grano calculados. Para ello, haga clic en la
flecha en el borde derecho del campo y seleccione un color. Los
bordes de grano deben separarse claramente de los colores de la
muestra.

4. Establezca en el campo [Color de relleno de grano] en que color
se muestran los granos calculados. Para ello, haga clic en la flecha
en el borde derecho del campo y seleccione un color. El color que
elija aqui no tendra efecto hasta el siguiente paso [Resultados de
imagen].

5. Seleccione en el campo [Estandar ] el estandar que se debe utilizar
para el proceso de analisis.
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Paso [Resultados de imagen]

1.

W

Controle los resultados mostrados en la imagen y en la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales].

= Los granos detectados ahora se muestran coloreados en la
imagen. Solo se consideran para el calculo del valor G los granos
que se muestran coloreados. Si solo quiere mostrar en la
imagen los bordes de grano, desactive la casilla [Mostrar
granos].

» En la ventana de herramientas [Soluciones de materiales] podra
ver el nimero de tamafio de grano G promedio para la muestra
actual o para la imagen actual. Un grafico visualiza la
distribucion de los granos detectados a las diferentes clases de
tamano.

En caso de que no esté satisfecho con los resultados de la imagen
actual: Haga clic en el botdn [Atras] para volver al paso [Bordes de
grano]. Entonces puede intentar mejorar los resultados de la
imagen al cambiar el control deslizante a otra posicion.

Si quiere corregir los bordes de grano detectados
automaticamente, haga clic en el boton [Afadir bordes de grano
en modo libre], [Afadir bordes de grano en modo guiado] o
[Eliminar bordes de grano]. Encontrara estos botones en el grupo
[Editando]. En el capitulo Afadir o eliminar bordes de grano
(pagina 117) encontrara instrucciones paso a paso.

En el grupo [Validacion] haga clic en el botén [Suprimir o afadir
granos). Podra eliminar entonces los granos detectados y por
tanto excluirlos del analisis.

. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas Soluciones de materiales] muestra
el paso [Adquisicion de imagen] y cambia al modo en vivo.

Repita los pasos para cada imagen que quiera analizar.

Para finalizar el anélisis, haga clic en el botén [Obtener resultados].
Con esto cambiara al paso [Resultados].

Paso [Resultados]

1.

Compruebe los resultados mostrados. Ve los resultados
acumulados de todas las imagenes que ya han sido analizados
para esta muestra.
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2. Seleccione la casilla [Generar informe] si desea que se genere
automaticamente un informe una vez finalizado el analisis.
= £l paso adicional [Generando informe] se afiadira al analisis

actual.
» En la parte inferior del cuadro de dialogo, el boton [Finalizar] se
activa.

3. Seleccione la casilla [Generar libro] para exportar los resultados a
una hoja.

4. Seleccione la casilla [Generar grafico] para guardar el grafico de la
distribucion de los tamafios de grano detectados a las diferentes
clases de tamafio. Se trata del mismo grafico que se mostro en el
paso anterior [Resultados de imagen].

5. Haga clic en el botén [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara

el siguiente paso.
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Paso [Generar informe]

Defina el aspecto del informe que contiene los resultados de medicion.

1. Seleccione la opcion [Predeterminado] para utilizar una plantilla
predeterminada. Si desea utilizar otra plantilla, seleccione la opcion
[Definida por el usuario]. Haga clic en el boton con los tres puntos
y seleccione otra plantilla en el cuadro de dialogo [Abrir].

2. Enel grupo [Contenido], seleccione la casilla de los elementos que
deben mostrarse en el informe.

Seleccione la casilla [Pagina de resumen] cuando la primera
pagina del informe debe contener un resumen de todos los
resultados del analisis actual. La generacion de una pagina de
resumen puede ser util, por ejemplo, cuando ha analizado
muchas imagenes de diferentes muestras.

Seleccione la casilla [Una pagina por muestra] si el informe debe
contener una pagina para cada muestra. En esta pagina se
representan los resultados sumados de todas las imagenes que
pertenecen a esta muestra.

Seleccione la casilla [Una pagina por imagen] si el informe debe
contener una pagina para cada imagen analizada. Si solo esta
marcada esta casilla y ha analizado las tres imagenes, el informe
contiene exactamente tres paginas.

Seleccione la casilla [Mostrar resultados en superposicion] si las
imagenes del informe deben mostrar también la capa de
imagen con los resultados.

3. Haga clic en el boton [Finalizar].

Se crea el informe y se muestra en la aplicacion MS-Word.

Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la segunda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio.

4. Como consecuencia de este proceso de analisis de ciencia de
materiales, la imagen ahora tiene una o varias capas de imagen
nuevas. Guarde las imagenes en el formato TIF o VSI si desea
mantener estas capas de imagen adicionales.

5. Guarde el libro y el informe.
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9.3.1  Afadir o eliminar bordes de grano

Puede editar manualmente los bordes de grano que su software ha
detectado automaticamente. Para ello tienen la posibilidad de eliminar
bordes de grano innecesarios y afiadir bordes de grano faltantes.

Utilice la posibilidad de corregir manualmente los bordes de grano solo
si en el paso [Bordes de grano] ha cambiado varias veces la posicion de
control deslizante y esta seguro de que ha encontrado el mejor ajuste
posible. Encontrara informacién adicional al respecto en la seccion
Paso [Bordes de grano] (pagina 103).

Afadir bordes de grano

Los bordes de grano no cerrados no siempre seran reconocidos
automaticamente por su software. Por ello pude ser necesario afiadir
manualmente los bordes de grano. Para ello debe realizar una
medicion planimétrica y encontrarse en el paso [Resultados de
imagen]. Encontrara informacion adicional al respecto en la seccion
Paso [Resultados de imagen] (pagina 106).

1. Aumente la visualizacion de la imagen hasta que sean
perfectamente reconocibles las posiciones en las cuales quiera
afiadir los bordes de grano. Mueva el puntero del raton sobre la
ventana de imagen y utilice la rueda del ratén por ejemplo.

2. Haga clic en el grupo [Editando] en uno de los dos botones
. :?" [Afiadir bordes de grano en modo libre] o [Afiadir bordes de
: grano en modo guiado] para afiadir los bordes de grano faltantes.

= Mientras dibuja con el botén [Afadir bordes de grano en modo
libre] libremente bordes de grano adicionales en la imagen, el
boton [Afadir bordes de grano en modo guiado] le ayuda en el
marcado de los bordes de grano. Guie el ratén de forma
aproximada en la direccién del borde de grano a marcar y su
software medira las diferentes intensidades en esa posicion y
marca los bordes de grano a lo largo de los saltos de intensidad.

= Los granos detectados se ocultan y el puntero del raton salta en
la imagen. Se encuentra en modo de edicion.

= En este modo solo pueden afiadir bordes de grano, no puede
realizar ningun otro trabajo con su software.

3. Haga clic en la posicion en la cual debe comenzar el borde de
grano y mueva el puntero del raton con el boton izquierdo

111 OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



9 [Planimetria de granos]
Realizar medicion planimétrica

pulsado hasta el final del borde de grano. Suelte entonces el botén
izquierdo del raton.

» El borde de grano queda marcado.

4. Repita el paso anterior tan a menudo como desee para agregar
mas bordes de grano. Para moverse en la imagen, utilice las barras
de desplazamiento horizontales y verticales.

5. Haga clic en el botén derecho del raton para abandonar el modo
de edicion y adoptar los cambios.
= Los granos detectados se muestran de nuevo.

6. Controle los resultados mostrados en la imagen y en la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales].

7. Si esta satisfecho, prosiga con el siguiente paso. Alternativamente
ahora puede eliminar bordes de grano innecesarios.

Eliminar bordes de grano

Para eliminar bordes de grano debe realizar una medicion planimétrica
y encontrarse en el paso [Resultados de imagen]. Encontrara
informacion adicional al respecto en la seccion Paso [Resultados de

imagen] (pagina 106).

1. Aumente la visualizacion de la imagen hasta que sean
perfectamente reconocibles las posiciones en las cuales quiera
eliminar los bordes de grano.

2. Haga clic en el grupo [Editando] en el botdn [Eliminar bordes de
grano] para eliminar bordes de grano innecesarios.

» Los granos detectados se ocultan y el puntero del raton salta en
la imagen. Se encuentra en modo de edicion.

» En este modo solo puede eliminar bordes de grano. No puede
realizar ningun otro trabajo con su software.

3. Mueva el puntero del ratdn sobre el borde de grano que desea
eliminar.
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= El borde de grano se visualiza en azul.
4. Haga clic en el borde de grano marcado para eliminarlo.

= Se elimina el borde de grano.

5. Repita el paso anterior tan a menudo como desee para eliminar
mas bordes de grano. Para moverse en la imagen, utilice las barras
de desplazamiento horizontales y verticales.

6. Haga clic en el botén derecho del raton para abandonar el modo
de edicion y adoptar los cambios.

= Los granos detectados se muestran de nuevo.

/. Controle los resultados mostrados en la imagen y en la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales].

8. Si esta satisfecho, prosiga con el siguiente paso.

Si no desea eliminar bordes de grano, sino granos completos, haga clic en el
@ grupo [Validacion] en el botén [Suprimir o afiadir granos.
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94 Opciones de software

Abrir el cuadro de
didlogo

Las opciones de software proporcionan una serie de ajustes para la
planimetria.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [MayUs + F8]. Seleccione la entrada
[Soluciones de materiales] > [Planimetria de granos] en la estructura de
arbol.

@

Ese comando no esté disponible durante un proceso de anélisis en ejecucion.

[Tamafio de grano
minimo
aceptable]

[Mediciéon de
tamafio de grano
bimodal]

Definir las informaciones de la muestra

Establezca como se deben llamar los dos campos superiores que se
indican en el paso [Informacion de la muestra]. Para ello introduzca los
nombres deseados en los campos [Nombre de referencia de la
muestra] y [Nombre de grupo de muestras]. El nombre otorgado a los
campos también se utilizara en los libros que se puede generar al final
de un proceso de analisis de ciencia de materiales.

Ajustes predeterminados para el proceso de analisis

Establezca que tamafio minimo debe tener un grano para que sea
detectado. Puede indicar el tamafio, por ejemplo, en la unidad [pixel] o
puede seleccionar otra unidad.

Ya que el valor G se determina solo mediante los granos detectados,
excluya de la definicion todos los granos que no alcancen el tamafio
minimo aqui definido. En el paso [Resultados de imagen] se visualizan
sin color de relleno los granos que no alcanzan el tamafio minimo.

Seleccione esa casilla si mide muestras que muestran esencialmente
dos tamafios de grano. En este caso se calculara adicionalmente al
valor G para la muestra completa, un valor G para los granos pequefios
y un valor G para los granos gruesos. Vera estos dos valores G
adicionales calculados si genera un libro o un informe.

Mediante este ajuste no se podra modificar el valor G de la muestra
completa.
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Seleccione en el campo [Fraccion de area de granos finos] que
porcentaje de los granos mas pequefios deben asignarse al valor G
[Fino]. Todos los demas granos se asignaran al valor G [Grueso]. Por
defecto se ajustan al 20%.

En su muestra existen principalmente dos tamafios de granos
diferentes. Adicionalmente al valor G de la muestra completa también
quier conocer el valor G para los granos pequefios y el valor G para los
granos gruesos. Seleccione la casilla [Medicion de tamafio de grano
bimodal] e introduzca en el campo [Fraccion de area de granos finos]
el valor de 30. Si solo realiza una medicion planimétrica, su software
ordena las areas de grano encontradas y asigna el 30% inferior al valor
G [Fino]. El 70% restante de las areas de grano encontradas se utilizar
para el calculo del valor G [Grueso].

La casilla [Mostrar areas de grano en el libro] se refiere a como se
visualizan los resultados de una medicion planimétrica en un libro.
Establezca en el paso [Resultados] si se debe crear un libro.

Si esta casilla no esta marcada, el libro solo contiene dos hojas. En la
primera hoja se indica la suma de las areas de todos los granos
detectados, asf como el area de grano media y la elongacion media. En
la segunda hoja se indica la asignacion de los granos detectados a las
clases de tamafios definidas. También podréa ver cuantos granos
contiene cada clase definida.

Si esta casilla esta marcada, cada libro contiene adicionalmente una o
varias hojas con los resultados individuales de cada grano detectado. El
pardmetro de medicién [Area de grano] muestra el 4rea exacta de
cada grano detectado. Si clasifica en orden descendiente los valores en
la columna [Area de grano] puede ver, por ejemplo, rapidamente el
area del grano mas grande detectado.

Las opciones [Una hoja por imagen] y [Una hoja por muestra]
establecen codmo estan estructuradas las hojas adicionales que
contienen los resultados individuales. Entonces, podra ver la misma
informacion en ambas opciones, solo que dispuestas de forma
diferente.

Seleccione la opcion [Una hoja por imagen] para que los resultados
individuales de cada imagen analizada se visualicen en una hoja
separada.
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[Mostrar granos
con el color de
relleno seleccio-
nado en la
imagen
resultante]

Seleccione la opcion [Una hoja por muestra], para que los resultados
individuales de todas las imagenes analizadas de la misma muestra se
visualicen en una hoja conjunta.

Nota: Puede definir algunos ajustes generales para el aspecto de los
libros. Para ello, utilice el cuadro de dialogo [Opciones] > [Libro] >
[Formato].

Seleccione esa casilla, si se debe mostrar la clasificacion de lo granos en
el color de relleno seleccionado. En caso de que hubiera eliminado
granos manualmente, se mostraran los mismos en blanco y con un
rayado oscuro.

Si esa casilla estd marcada, se mostrara la clasificacion de los granos en
las siguientes posiciones en el software:

* en el informe
* en la imagen resultante

Si esa casilla no esta marcada, se muestran (en lugar de la clasificacion
de los granos en el color de relleno elegido) los bordes de grano.

En esta ilustracion vera la visualizacion si la casilla [Mostrar granos con el color de relleno seleccio-
nado en la imagen resultante] esta marcada en las opciones de software. Junto con la imagen los
granos se muestran en el informe en el color de relleno seleccionado.
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En esta ilustracion veré la visualizacion si la casilla [Mostrar granos con el color de relleno seleccio-
nado en la imagen resultante] no estd marcada en las opciones de software. Junto con la imagen
se muestran en el informe los borde de grano.

Condicion previa  »  El estado de esta casilla solo afecta la visualizacion de la imagen en
el informe, si en el paso [Generando informe] estan marcadas las
casillas [Una pagina por imagen] y [Mostrar resultados en
superposicion].
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10
101

[Grosor de la capa]

Informacion general

Definiciones

¢Qué es una medicién del grosor de la capa?

Con las mediciones del grosor de la capa podrian medir las capas en
imagenes calibradas de forma automatica o interactiva. El objeto a
medir es el grosor de una capa o de varias capas.

Cada capa esté definida mediante dos bordes y una fibra neutra. La
fibra neutra es una linea de referencia que esta alli para especificar el
curso de la capa. La fibra neutra corre a lo largo de la mitad exacta de
la capa y el programa la define automaticamente.

Para encontrar capas, su software primero detecta una < fase en la

imagen, que es un area de la imagen con la misma intensidad o color.
Por defecto se detectan dos fases, una fase es el fondo y la otra fase es
el primer plano. La capa que desea medir debe estar en primer plano.

Su software determina el contorno de todas las areas de la imagen que
pertenecen a la fase que esta en primer plano de la imagen. El borde
de esta capa esta en este contorno.

@ /?/7/

La ilustracion de la izquierda muestra un ejemplo esquematico. La muestra tiene dos fases. La
capa que desea medir pertenece a la fase (). La fase [2] es el fondo de la imagen. El primer paso
determind los contornos de la capa. La ilustracion de la derecha muestra los bordes de la capa (3)
y de la fibra neutra (4).

Puede definir tipos de capas cerradas o abiertas. Cuando se tiene un
tipo de capa cerrada, se pueden medir estructuras circulares de capas.

Medicién de una capa abierta: En la imagen se han medido dos capas. Puede ver bordes de 4
capas (lineas azules) y dos fibras neutras (lineas verdes). Las lineas de medicion (lineas amarillas) se
muestran para la capa actualmente seleccionada.
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Medicién de una capa cerrada: En la imagen, se ha medido la capa exterior. Puede ver los bordes
de las capas (lineas azules), la fibra neutra (linea verde) y las lineas de medicion (lineas negras).

Resultados de la medicion del grosor de la capa

Los resultados de un analisis se pueden visualizar en un libro. Ademas,
los resultados pueden visualizarse en un informe en formato Microsoft
Word.

Los bordes encontrados, las fibras neutras y las lineas de medicion se
guardaran junto con la imagen, si la guarda en formato TIF o VSI. Esta
informacion se guarda en una capa de imagen separada para que no
tenga que sobrescribir la informacion de la imagen.
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Procedimiento general para la medicion del grosor de la capa

1 Seleccionar el
proceso de analisis

Haga clic en el boton Grosor de la capa de la ventana de herramientas
Soluciones de materiales.

2 [Fuente de

En el paso [Fuente de imagen] seleccione las imagenes que desee medir.

imagen] Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Seleccionar la
fuente de imagen (pagina 62).
3 [Ajustes] Para encontrar capas, su software primero detecta una & fase en la imagen

que es un area de la imagen con la misma intensidad o color. A continuacion,
su software determina el contorno de todas las &reas de la imagen que
pertenecen a la fase que esta en primer plano de la imagen. El borde de esta
capa esta en este contorno.

En el paso [Ajustes] seleccione un método para definir las fases y los
contornos. Seleccione uno de los métodos de definicion [Automatico],
[Manual] o [Varita magica]. Encontrara informacion adicional al respecto en la

seccion Paso [Ajustes] (pagina 127).

4 [Varita magica]

Si ha seleccionado el método de definicion [Varita magica): defina los
contornos. Encontrara informacion adicional al respecto en la seccion Paso

[Varita méagica] (pagina 141).

4 [Definir bordes]

El paso [Definir bordes] solo se muestra cuando ha seleccionado el método
de definicion [Automatico] o [Varita magica]. En la imagen que esta
analizando, ahora puede ver un contorno cerrado alrededor de la capa. El
borde de esta capa esta en este contorno. Defina los bordes en este paso del
analisis. En la seccion Paso [Definir bordes] (pagina 135) encontrara
instrucciones paso a paso.

5 [Definir capas]

Cada capa tiene dos bordes. En el paso [Definir capas] seleccione los bordes
que pertenecen a una capa. Una vez hecho esto, la capa ha sido definida y
ahora puede ser medida. En la seccion Paso [Definir capas] (pagina 137)
encontrara instrucciones paso a paso.

6 [Resultados de
imagen]

El grosor de la capa se mide en varias posiciones de la capa. En la tabla
[Ajustes] puede configurar las mediciones y ver los resultados de las mismas.
Encontrara informacion adicional al respecto en la seccion Paso [Resultados

de imagen] (pagina 131).

-

[Resultados]

Documente los resultados y genere un informe o un libro.
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10.2 Ajustes
10.21  Paso [Ajustes]
En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:
1 Seleccion del La capa que desea medir debe definirse primero en la imagen. Existen
método de diferentes métodos de definicidn para hacerlo. Haga clic en uno de los tres

definicion botones para seleccionar el método de definicion que desee.

Una definicién automatica de las < fases es adecuada para muestras cuyas
capas presentan claras diferencias de intensidad (por ejemplo, una capa
brillante sobre un fondo oscuro). Con estas muestras, por regla general, el
ajuste automatico del valor umbral utilizado para este método de definicion
funciona bien.

La definicion con la varita mégica es adecuada para muestras que tienen
bordes irregulares que serfan muy dificiles de trazar manualmente.
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La definicion manual de fases es adecuada para muestras en las que las
diferencias de intensidad son muy pequefias, lo que significa que la definiciéon
automatica de las fases no le proporcionaré resultados satisfactorios.
Ademas, cuando solo le interesa una pequefia parte de una capa, puede
configurarla facilmente con la definicion manual. En el capitulo Realizar una
medicion del grosor de la capa manual (pagina 145) encontraré instrucciones
paso a paso.

En el grupo [Tipo de capa] seleccione si las capas abiertas o cerradas deben
ser definido. Para ello, haga clic en el icono correspondiente.

Con un tipo de capa abierta, puede, por ejemplo, medir estructuras de capas
que contindan a lo largo de toda la imagen. Cuando se tiene un tipo de capa
cerrada, se pueden medir estructuras circulares de capas.

El tipo de capa solo se puede especificar al principio de una medicion. A
diferencia del método de definicion, el tipo de capa no se puede cambiar
durante la medicion.
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10.2.2 Paso [Editar bordes]

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:

=

1 [Afadir contornos] Haga clic en el botdn [Afadir contornos] si desea definir una capa adicional.
Al hacerlo, volvera al paso [Ajustes] del analisis, donde podra elegir un
método de definicion.

2 [Mover bordes] Haga clic en el botdn [Mover bordes].
Mueva el puntero del ratdn sobre el borde que desea mover.
El puntero del ratén se convierte en un icono de mano y el borde se muestra
en negrita. Mueva el borde.
Haga clic con el botén derecho del ratén para finalizar el proceso.

3 [Eliminar bordes] Haga clic en el botén [Eliminar bordes].
Mueva el puntero del ratdn sobre el borde que desea eliminar. El puntero del
raton se convierte en un icono de mano y el borde se muestra en negrita.
Haga clic en el borde para eliminarlo.
Haga clic con el botén derecho del ratén para finalizar el proceso.
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4 [Conectar bordes] Haga clic en el boton [Conectar bordes]. Este botdn solo esta activo si mide

capas abiertas. Mueva el puntero del raton sobre el primer borde.

El puntero del ratdn se convierte en un icono de mano y el borde se muestra
en negrita. Haga clic en este borde. A continuacion, mueva el puntero del
raton al sequndo borde y haga clic en él. Los dos bordes se uniran.

Haga clic con el boton derecho del ratén para finalizar el proceso.

No puede utilizar la funcion [Conectar bordes] para convertir una capa
abierta en una capa cerrada. Si desea medir una capa cerrada, debera hacer
clic en el boton [Capas cerradas] justo al principio de la medicion, en el paso
[Ajustes].

5

[Dividir bordes]

Haga clic en el boton [Dividir bordes]. Este botdn solo esta activo si mide
capas abiertas.

Mueva el puntero del raton a la posicion en la que desea dividir el borde. El
puntero del ratdn se convierte en una cruz roja y el borde se muestra como
una linea gruesa. Haga clic en el borde en el punto en el que desea dividirlo.
Haga clic con el botén derecho del ratén para finalizar el proceso. También
puede dividir bordes adicionales.

6

[Suavizar bordes]

Si'los bordes de la capa se determinaron automaticamente, los bordes
pueden estar despuntados. Esto tiene un efecto en la medicion del grosor de
capa. Haga clic el botén [Suavizar bordes] para suavizar los contornos y los
bordes que se derivan de ellos.

El control deslizante [Suavidad] se activa. Mueva el puntero del ratén sobre el
borde que desea suavizar. El puntero del raton se convierte en un icono de
mano y el borde se muestra en negrita. Haga clic en el borde para suavizarlo.
Si es necesario, mueva el control deslizante [Suavidad] para ajustar la
suavidad del borde. Observe en la imagen como cambia el borde. Haga clic
con el boton derecho del ratéon para finalizar el proceso.
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10.2.3  Paso [Resultados de imagen]
En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:
— 3 |s07
oF |
Schicht1 11,84 17,10 20,86

1 [Ajustes] El grosor de la capa se mide en varias posiciones de la capa. En la tabla
[Ajustes] puede configurar las mediciones. Los valores de los campos [Pasos],
[Distancia] y [Tipo] se pueden editar cuando se hace doble clic en la celda
que se desea editar. A continuacion, puede cambiar el ancho de paso de las
lineas de medicion o elegir un tipo de linea diferente.

2 [Capas] Puede medir varias capas en una sola imagen. En la tabla [Ajustes] puede
configurar las mediciones para cada capa. La columna [Capa] contiene el
nombre de la capa.

3 [Pasos] El grosor de la capa se mide en varias posiciones de la capa. El tamafio del

paso determina cuantas posiciones hay. Un tamafio de paso de 10 significa
que el grosor de la capa se medira en 10 posiciones.

Haga doble clic en el campo [Pasos] situado en la tabla [Ajustes]. Ahora se
puede editar el campo [Pasos]. Introduzca el ancho de paso que desea para
las lineas de medicion. Haga clic una vez fuera de la celda para terminar su
entrada.

El ancho de paso minimo es 5, el maximo 100. Si introduce un ndmero mayor
0 menor, el valor se ajustara automaticamente al valor minimo.

La visualizacion de la imagen se actualizara automaticamente. El campo
[Distancia] de la tabla [Ajustes] muestra ahora la nueva distancia entre las
lineas de medicion. También se ajustaran los resultados de la medicién en el
grupo [Resultados].
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4 [Distancia] El grosor de la capa se mide en varias posiciones de la capa. El valor
[Distancia] indica la distancia entre dos lineas de medicién adyacentes.

5 [Tipo] El grosor de la capa se mide en varias posiciones de la capa. Su seleccion en
el campo [Tipo] decide como se colocan las lineas de medicion a través de la
capa. Todas las lineas de medicion se muestran en amarillo en la imagen.
Esto le permite comprobar siempre la medicion visualmente.

Haga doble clic en el campo [Tipo]. Seleccione el tipo de linea de medicion
deseado. La visualizacion de la imagen se actualizard automaticamente. El
numero de lineas de medicion visualizadas no cambia.

También se ajustaran los resultados de la medicion en el grupo [Resultados].

Con este tipo, todas las lineas de medicion son paralelas entre si. Este solo
esta disponible para tipos de capa abierta.

Con este tipo se muestran las lineas de medicion con la distancia més corta.

Con este tipo, todas las lineas de medicion son perpendiculares a la fibra
neutra.

Con este tipo, todas las lineas de medicion son radiales entre si. Este solo esta
disponible para tipos de capa cerrada.

Haga clic en el boton [Mostrar todas las mediciones] para que se muestren
las lineas de medicion para todas las capas (ya no solo para la capa
seleccionada actualmente). Este boton solo es importante cuando se han
definido por lo menos dos capas.

d QIR B

Haga clic en el botdn [Mostrar fibras neutras] para mostrar y ocultar la fibra
neutra.

(@)

6 Haga clic en el boton [Afiadir mediciones] para afiadir lineas de medicién

i individuales.
Haga clic con el botdn izquierdo del ratén en la posicion del borde superior
de la capa donde debe comenzar la linea de medicion. A continuacion, haga
clic con el botén izquierdo del ratén en la posicién del borde inferior de la
capa donde debe finalizar la linea de medicion.
Si'lo desea, puede afiadir lineas de medicion adicionales.
Haga clic con el boton derecho del ratén cuando haya terminado de afiadir
lineas de medicion.
Nota: Solo puede afiadir lineas de medicion que estan entre los bordes de la
capa seleccionada. No es posible afiadir lineas de medicion que pertenecen a
diferentes capas.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 126



10 [Grosor de la capal]
Ajustes

6

Haga clic en el boton [Eliminar mediciones] para eliminar lineas de medicion
individuales.

Haga clic en la linea de medicién que desea eliminar. Si lo desea, puede
eliminar més lineas de medicién. Haga clic con el botén derecho del raton
cuando haya terminado de eliminar lineas de medicion.

7

[Resultados]

El grupo [Resultados] muestra los resultados de todas las capas que se han
medido.

El campo [Min.] muestra la menor distancia entre los dos bordes de la capa.
El campo [Medio] muestra el grosor medio de la capa. El campo [Max.]
muestra la mayor distancia entre los dos bordes de la capa.

Si se modifica la configuracion de la medicién, los resultados se actualizan. Si
afiaden mas lineas de medicién, por ejemplo, se tienen en cuenta al calcular
la media.
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10.3 Realizar mediciones del grosor de la capa
10.3.1  Realizar una medicion del grosor de la capa automatica

Puede seguir estas instrucciones paso a paso en su ordenador.
Describen una medicion del grosor de la capa en una imagen de
muestra.

Paso [Fuente de imagen]

1. Cargue la imagen de muestra Coating.tif.

o

En esta imagen se debe medir la capa fina brillante.

2. Haga clic en el boton Grosor de la capa de la ventana de
herramientas Soluciones de materiales.
= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a

paso a traves de la medicion. Muchas de las otras funciones de
su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

3. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcion [Imagenes
seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto
funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de
documentos.

4. Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’].

5. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Ajustes]

1. Haga clic en el boton [Automatico].

2. Enel grupo [Tipo de capa] haga clic en el icono de una capa
abierta.

3. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Automatico]

= Su software detecta una fase en la imagen, que es un area de la
imagen que tiene una intensidad o coloracion homogénea. Por
defecto se detectan dos fases, una fase es el fondo y la otra fase
es el primer plano.
La capa que desea medir debe estar en primer plano.

1. Debido a que la capa que desea medir aun no esta coloreada,
pertenece a la fase que forma el fondo. Esto significa que necesita
definir el fondo de forma diferente. Para ello, seleccione la opcién
[Oscuro] en el grupo [Fondo]. La capa brillante esté ahora en
primer plano.

En la ilustracion de la izquierda se ha coloreado la fase encontrada. La capa que desea medir no
pertenece a esta fase. A la derecha puede ver la imagen después de haber seleccionado el fondo
correctamente. La capa es ahora un componente de la fase.

2. Haga clic en el boton [Siguiente].

= |3 ventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Definir bordes]

= Su software determina el contorno de todas las areas de la
imagen que pertenecen a la fase que esta en primer plano de la
imagen. El borde de esta capa esta en este contorno.
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En el ejemplo mostrado, hay dos &reas en la imagen que pertenecen a la fase que coincide con la
capa. Se muestran los contornos de ambas é&reas.

1.
B

. A continuacion, haga clic con el botén izquierdo del ratéon en la

Haga clic en el boton [Definir bordes].

Ahora, especifique qué parte del contorno representa un borde.
Haga clic en el contorno una vez con el boton izquierdo del ratén
para activar el modo.

posicion del contorno donde debe comenzar el primer borde.

A continuacion, haga clic con el botén izquierdo del raton en la

posicion del contorno donde debe terminar el primer borde.

= E[ comienzo y el final de este borde se indicaran con dos cruces
verdes.

. Ahora, defina el sequndo borde. Para ello, haga clic de nuevo con

el boton izquierdo del ratén en la posicion en la que debe

comenzar este borde. A continuacion, haga clic de nuevo con el

botdn izquierdo del ratén en la posicion en la que debe finalizar

este borde.

= £l comienzo y el final de este sequndo borde se indicaran con
dos cruces azules.

. Haga clic una vez con el boton derecho del raton en la imagen.
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» Los bordes definidos se representaran en azul.

7. Ahora puede definir bordes adicionales. Ya que no desea definir
ningun borde adicional: a continuacion, haga clic de nuevo con el
boton derecho del ratdn en la imagen para desactivar el modo de
definicion de los bordes.

8. Haga clic en el botén [Siguiente].
= |aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara

el siguiente paso.

Paso [Editar bordes]
1. Puesto que ya ha definido ambos bordes y no desea modificarlos:
Haga clic en el botén [Siguiente].
= |aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
» Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Paso

Editar bordes] (pagina 129).

Paso [Definir capas]
1. Haga clic en el boton [Afiadir capas].
2. Haga clic en el primer borde.
3. Haga clic en el segundo borde.

e

| Boa S R
A&_ - -

» Ahora se ha definido la capa. La fibra neutra se representa en
verde. Siempre esta en el centro de la capa.

» En lalista [Capas] aparecen todas las capas definidas.

4. Haga clic con el boton derecho del raton para terminar la
definicion de la capa.

» Por defecto, la primera capa se llamara [Capa 1].

5. Silo desea, modifique el nombre de la capa. En la lista [Capas]
haga doble clic en el nombre de la capa e introduzca un nombre
descriptivo. Haga clic una vez fuera de la celda para terminar su
entrada.
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6. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Resultados de imagen]

= El grosor de la capa se mide en varias posiciones de la capa.
1. En la tabla [Ajustes] puede configurar las mediciones. Los valores
de los campos [Pasos], [Distancia] y [Tipo] se pueden editar
cuando se hace doble clic en la celda que se desea editar. A
continuacion, puede cambiar el ancho de paso de las lineas de
medicion o elegir un tipo de linea diferente.
= Por ejemplo, introduzca el valor 50 en el campo [Pasos] y
observe el nuevo numero de lineas de medicion en la imagen.
2. Utilice los botones de la tabla [Ajustes] para eliminar o afiadir
nuevas lineas de medicion.

» Encontrara informacion adicional al respecto en la seccion Paso

[Resultados de imagen] (pagina 131).
3. Compruebe los resultados mostrados en la imagen.

La imagen resultante de la medicion del grosor de la capa muestra el borde de la capa (linea azul)
y la fibra neutra (linea verde). Las lineas de medicién se muestran en amarillo en la imagen.

4. Haga clic en el boton [Siguiente].

= |aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Resultados]

1.

Compruebe los resultados mostrados. Usted puede ver los
resultados de todas las imagenes que han sido analizadas.

. Seleccione la casilla [Generar informe] si desea que se genere

automaticamente un informe una vez finalizado el analisis.

» El paso adicional [Generando informe] se afiadira al analisis
actual.

* En la parte inferior del cuadro de dialogo, el botén [Finalizar] se
activa.

. Seleccione la casilla [Generar libro] para exportar los resultados a

una hoja.

Sidesea guardar la configuracion actual en un archivo, haga clic en

el boton [Guardar ajustes]. A continuacion, asigne un nombre

descriptivo en la siguiente ventana de didlogo.

= Puede cargar estos ajustes cuando analice mas imagenes. Para
ello, en el paso [Fuente de imagen] haga clic en el boton [Cargar
de archivo].

. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Generar informe]

Defina el aspecto del informe que contiene los resultados de medicion.

1. Seleccione la opcion [Predeterminado] para utilizar una plantilla
predeterminada. Si desea utilizar otra plantilla, seleccione la opcion
[Definida por el usuario]. Haga clic en el boton con los tres puntos
y seleccione otra plantilla en el cuadro de dialogo [Abrir].

2. Enel grupo [Contenido], seleccione la casilla de los elementos que
deben mostrarse en el informe.

Seleccione la casilla [Pagina de resumen] cuando la primera
pagina del informe debe contener un resumen de todos los
resultados del analisis actual. La generacion de una pagina de
resumen puede ser util, por ejemplo, cuando ha analizado
muchas imagenes de diferentes muestras.

Seleccione la casilla [Una pagina por muestra] si el informe debe
contener una pagina para cada muestra. En esta pagina se
representan los resultados sumados de todas las imagenes que
pertenecen a esta muestra.

Seleccione la casilla [Una pagina por imagen] si el informe debe
contener una pagina para cada imagen analizada. Si solo esta
marcada esta casilla y ha analizado las tres imagenes, el informe
contiene exactamente tres paginas.

Seleccione la casilla [Mostrar resultados en superposicion] si las
imagenes del informe deben mostrar también la capa de
imagen con los resultados.

3. Haga clic en el boton [Finalizar].

Se crea el informe y se muestra en la aplicacion MS-Word.

Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la segunda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio.

4. Como consecuencia de este proceso de analisis de ciencia de
materiales, la imagen ahora tiene una o varias capas de imagen
nuevas. Guarde las imagenes en el formato TIF o VSI si desea
mantener estas capas de imagen adicionales.

5. Guarde el libro y el informe.
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10.3.2  Realizar una medicion del grosor de la capa con varita magica (capas

cerradas)

Puede seguir estas instrucciones paso a paso en su ordenador.
Describen una medicion del grosor de la capa en una imagen de
muestra.

Paso [Fuente de imagen]

1.

Cargue la imagen de muestra Copper Wire Section.tif.

» |aimagen muestra una seccion transversal a través de un cable
de cobre. Se debe medir la capa mas externa.

Haga clic en el boton Grosor de la capa de la ventana de

herramientas Soluciones de materiales.

En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcién [Imagenes

seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto

funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de

documentos.

Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’].

Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Ajustes]

. Haga clic en el boton [Varita magical.
. Enel grupo [Tipo de capa] haga clic en el icono de una capa

cerrada.

. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Varita magica]

1.

Haga clic en el boton [Afiadir contornos].

2. Haga clic en el botén para el espacio de color HSV.

3.

Para detectar capas, primero defina una < fase en la imagen, que
es un area de la imagen con la misma intensidad o color. Para ello,
haga clic una vez con el botén izquierdo del ratdn en una posicion
de la imagen que se encuentre dentro de la capa mas exterior.

= El contorno de la fase se mostrara mediante una linea roja.
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4. Asegurese de que el contorno incluya completamente la capa
exterior. Y que el contorno no se interrumpa en ninguin punto en la
capa exterior. Cambiar la posicion del control deslizante en el
campo [Tolerancia] hasta que el contorno incluya completamente
la capa a medir.

La imagen de la izquierda muestra un contorno que ha sido definido correctamente. Los ajustes
en la imagen de arriba a la derecha son incorrectos. El contorno no rodea la capa a medir. Los
ajustes de la imagen de abajo a la derecha son correctos.

5. Haga clic con el botén derecho del ratdn para terminar la
definicion del contorno.

= Ahora, el primer borde ha sido definido. Se representa en azul.

6. A continuacion, defina el segundo contorno. Para ello, haga clic
con el botdn izquierdo del raton en una posicion de la imagen
dentro del cable de cobre. Tenga cuidado otra vez de que el
contorno contenga el interior del alambre de cobre tan
completamente como sea posible, y que su contorno no se
interrumpa en ninguna parte. Al mismo tiempo, este nuevo
contorno no debe tocar el contorno ya definido. Desplace el
control deslizante en el campo [Tolerancia] hasta que el segundo
contorno se desplace con la mayor precision posible a lo largo del
segundo borde de la capa.
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Ahora se han definido los dos bordes de la capa.

7. Haga clic con el boton derecho del raton para terminar la
definicion del contorno.

8. Haga clic en el botén [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Editar bordes]
1. Puesto que ya ha definido ambos bordes y no desea modificarlos:
Haga clic en el boton [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
» Encontrara informacion adicional al respecto en la seccion Paso.

Editar bordes] (pagina 129).
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Paso [Definir capas]
1. Haga clic en el boton [Afiadir capas].
2. Haga clic en el primer borde.
3. Haga clic en el segundo borde.

A la izquierda puede ver como se ve la imagen después del paso [Definir capas]. A la derecha
puede ver los resultados de la medicion del grosor de capa.

» Ahora se ha definido la capa. La fibra neutra se representa en
verde. Siempre esta en el centro de la capa.

» En lalista [Capas] aparecen todas las capas definidas.

4. Haga clic con el boton derecho del raton para terminar la
definicion de la capa.

5. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Finalizar la medicién

1. Compruebe los resultados de la medicion en el paso [Resultados
de imagen].
2. Genere un informe y/o exporte los resultados a un libro de trabajo.
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10.3.3  Realizar una medicion del grosor de la capa manual

Puede seguir estas instrucciones paso a paso en su ordenador.
Describen una medicion del grosor de la capa en una imagen de
muestra.

Paso [Fuente de imagen]

1. Cargue la imagen de muestra Coating with porosity.tif.

ey

En esta imagen se debe medir la capa intermedia.

.

2. Haga clic en el botén [Grosor de la capa] en la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales].

3. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcién [Imagenes
seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto
funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de
documentos.

4. Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’].

5. Haga clic en el boton [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara

el siguiente paso.

Paso [Ajustes]

1. Haga clic en el boton [Manual].
2. En el grupo [Tipo de capa] haga clic en el icono de una capa
abierta.

3. Haga clic en el botén [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Manual]

1. Haga clic en el boton [Afiadir bordes].

2. Defina el primer borde. Para ello, haga clic primero con el botdn
izquierdo del raton en la posicion de la imagen en la que debe
comenzar este borde. Marque el rumbo del borde con otros clics
con el boton izquierdo del ratéon. A continuacion, haga clic con el
botdn derecho del ratdn en la posicion de la imagen en la que
debe finalizar el borde.

» El borde se mostrara en rojo.

3. Defina el segundo borde. Para ello, proceda exactamente igual
que cuando definio el primer borde.

4. Haga clic con el botén derecho del raton para finalizar la definicion
de los dos bordes.

Los bordes se mostraran en azul.

5. Haga clic en el boton [Siguiente].
= |3 ventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Editar bordes]
1. Puesto que ya ha definido ambos bordes y no desea modificarlos:
Haga clic en el boton [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
= Encontrara informacion adicional al respecto en la seccion Paso.

Editar bordes] (pagina 129).
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Paso [Definir capas]
1. Haga clic en el boton [Afiadir capas].
2. Haga clic en el primer borde.
3. Haga clic en el segundo borde.

Ahora se ha definido la capa. La fibra neutra se representa en verde. Siempre esta en el centro de
la capa.

4. Haga clic con el boton derecho del raton para terminar la
definicion de la capa.

5. Haga clic en el boton [Siguiente].

= |3 ventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Finalizar la medicién

1. Compruebe los resultados de la medicion en el paso [Resultados
de imagen].

Las lineas de medicion se muestran en amarillo en la imagen.

2. Genere un informe y/o exporte los resultados a un libro de trabajo.
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10.4 Opciones de software

Abrir el cuadro de
didlogo

Las opciones de software proporcionan una serie de ajustes para una
medicion de grosor de la capa.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [MayUs + F8]. Seleccione la entrada
[Soluciones de materiales] > [Grosor de la capa] en la estructura de
arbol.

@

Ese comando no esté disponible durante un proceso de anélisis en ejecucion.

[Unidad de
mediciéon bésical

Definir las informaciones de la muestra

Establezca como se deben llamar los dos campos superiores que se
indican en el paso [Informacion de la muestra]. Para ello introduzca los
nombres deseados en los campos [Nombre de referencia de la
muestra] y [Nombre de grupo de muestras]. El nombre otorgado a los
campos también se utilizara en los libros que se puede generar al final
de un analisis.

Definir los colores de la visualizacidon de la medicion

Cambie el color de las lineas en la medicion del espesor de capa.
Puede ocurrir que necesite cambiar el color de un tipo de linea para
aumentar el contraste con la muestra. Tenga en cuenta que tiene que
cambiar el color de la linea antes de comenzar la medicion.

Por defecto, cada linea tiene un color diferente. Esto permite establecer
inmediatamente qué tipo de linea es, por medio de su color. Usar el
mismo color para diferentes tipos de lineas no tiene sentido.

Seleccione la unidad a utilizar para la medicion del grosor de la capa.
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11 [Hierro fundido]

1.1 Informacion general

;Qué es un analisis de hierro fundido?

La calidad y la composicion del hierro fundido depende de la
distribucion y de la morfologia del porcentaje de carbono. Con el
analisis de hierro fundido puede determinar el porcentaje de grafito del
hierro fundido utilizando muestras sin atacar. Utilizando muestras
atacadas también puede determinar la proporcion de ferrita/perlita.

La clasificacion de las particulas detectadas se realiza segun la norma
industrial seleccionada. Cada norma requiere una clasificacion distinta
de las particulas detectadas. Estas clasificaciones estan incluidas en el
volumen de suministro y se instalan automaticamente también. Son
compatibles las siguientes normas:

* ENISO 945-1:2018
* ASTM A247-17
 JIS G 5502:2001

* KS D 4302:2006

* GB/T 9441-2009

+ 1SO 16112:2017
 JIS G 5505:2013

* NF A04-197:2017

Determinacién de la fraccion de grafito

Con la solucion de software [Cast Iron], se puede medir la fraccion de
grafito y clasificar las particulas detectadas. Hay que tratarse de una
muestra sin atacar para esto. El modo en que las clases estan definidas
depende del estandar segun el que se realiza el anélisis de hierro
fundido.
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37 VTt

Ve el resultado de un andlisis de hierro fundido en las diversas formas de grafito. La identificacion
con colores de las particulas indica su pertenencia a (1) una clase de tamafio determinada, (2) una
clase de forma y (3) un factor de forma.

Resultado de un analisis de hierro fundido para determinar la
fraccion de grafito

Los resultados de un analisis se pueden visualizar en un libro. Ademas,
los resultados pueden visualizarse en un informe en formato Microsoft
Word.

Durante el anélisis de hierro fundido puede mostrar un grafico del
tamafio de grafito, su forma o su nodularidad. Estos graficos también
se pueden guardara como archivo.

1 2 3
40

20 20

8 7 6 5 4 3 2 1 FonmNY v v B 051 6Bes 082

La ilustracion (1) muestra un gréfico del tamafio de grafito. En el eje X se especifican clases de
tamarios, en el eje Y el nimero de particulas encontradas en %.

La ilustracion (2) muestra un gréfico de la forma de grafito. En el eje X se especifican clases de
formas, en el eje Y el nimero de particulas encontradas en %.

La ilustracion (3) muestra un gréfico de la nodularidad de grafito. En el eje X se especifica el factor
de forma, en el eje Y el nimero de particulas encontradas en %.

Procedimiento general de un analisis de hierro fundido para
determinar la fraccién de grafito

1 Seleccionar el Haga clic en el boton [Hierro fundido] en la ventana de herramientas
proceso de analisis [Soluciones de materiales].

2 [Fuente de En el paso [Fuente de imagen] seleccione las imagenes que desee medir.
imagen] Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Seleccionar la

fuente de imagen (pagina 62).
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3 [Ajustes] En el paso [Ajustes] seleccione el tipo de muestra (sin atacar o atacada).
Defina los parametros de grafito. Encontrara informacién adicional al
respecto en la seccion Ajustes (pagina 153).

4 [Distribucion de  El paso [Distribucion de grafito] es opcional. Defina la distribucién de las
grafito] particulas de grafito aqui. Encontrara informacién adicional al respecto en la
seccion Paso [Distribucion de grafito] (pagina 160).

5 [Resultados de En el paso de anélisis [Resultados de imagen] compruebe los resultados. En
imagen] caso necesario: Borre o divida las particula detectadas o agregue otras
nuevas. Encontrara informacion adicional al respecto en la secciéon Paso
[Resultados de imagen] (pagina 162).

6 [Resultados] Documente los resultados y genere un informe o un libro.

Determinar la proporcion de ferrita/perlita

La solucion de software [Cast Iron] también permite determinar la
proporcion de ferrita/perlita. La muestra tiene que estar atacada para
esto. Ya que el grafito y la perlita tienen escalas de grises muy similares,
es dificil diferenciar estas dos fracciones de una muestra en el mismo
analisis. El proceso para determinar la proporcion de ferrita/perlita es
COMo Ssiguer:

Primero, el software calcula mediante la definicion de las < fases la
proporcion de las areas claras de ferrita respecto a las areas oscuras
(grafito y perlita). Durante el analisis se introduce la fraccion de grafito y
se substrae de las areas oscuras. Esta fraccion de grafito se ha
calculado en una medicion anterior (en tal caso se puede importar ese
valor), o bien se ha estimado. Con el area de perlita corregida de esta
forma, se calcula la proporcion ferrita/perlita.

Ve un paso de analisis al determinar la proporcion de ferrita/perlita. El software ha calculado la
fase clara de perlita (se representa en amarillo aqui).
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1.2 Ajustes
11.2.1 Paso [Ajustes] para muestras sin atacar
En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:
I
v
o v
v
v
]
]
1 Seleccion del Seleccione el tipo de muestra aqui. En funcion del tipo de muestra, estan
método de disponibles ajustes diferentes en este cuadro de didlogo.
definicion
1 Haga clic en este botdn si se trata de una muestra sin marcas de la que desea

determinar la fraccion de grafito.

2 [Umbral para Defina el umbral para la deteccion de grafito con el control deslizante.
grafito]
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3 [Estandar]

En la lista de seleccion [Estandar], seleccione la norma segun la que quiere
realizar el anélisis de hierro fundido.

4 [Parametros de
grafito ]

Seleccione los parémetros de grafito que deben determinarse.

Nota: Si ha cargado resultados en el paso [Informacion de la muestra], estas
casillas no estan activas. A continuacion, se utilizan los mismos ajustes que
para los resultados de la muestra guardados.

4 [Forma de grafito]

Si esta casilla esta marcada, es posible generar un grafico de forma de grafito
en el paso [Resultados de imagen]. Las particulas detectadas se asignan a
determinadas clases segun su forma. Las clases de forma y factores de forma
que se utilizan para la clasificacion dependen de la norma segun la cual se
realiza el analisis de hierro fundido.

Si estd midiendo la forma de grafito de las particulas, puede asignar
manualmente las particulas seleccionadas a una clase diferente. En la seccion
[Reclasificar particulas seleccionadas manualmente] (pagina 174) encontraré
instrucciones paso a paso.

4 [Tamafo de
grafito]

Si esta casilla estd marcada, es posible generar un gréafico de tamafio de
grafito en el paso [Resultados de imagen]. Las particulas detectadas se
asignan a determinadas clases segun su tamafio. Las clases de tamafio
utilizadas para la clasificacion dependen de la norma segun la cual se realiza
el analisis de hierro fundido.

4 [Nodularidad de
grafito]

Si esta casilla esta marcada, es posible generar un grafico de nodularidad de
grafito en el paso [Resultados de imagen]. Nodularidad de grafito: Las
particulas detectadas se asignan a determinadas clases segun su nodularidad.
La nodularidad es una medida de la forma esférica de grafito. Las clases de
nodularidad que se utilizan para la clasificaciéon dependen de la norma segun
la cual se realiza el anélisis de hierro fundido.

4 [Distribucion de
grafito]

Esta casilla no esta disponible para todos los estandares.

Si estd marcada esta casilla, el anélisis de hierro fundido tiene el paso de
analisis adicional [Distribucion de grafito]. En el paso [Distribucion de grafito]
puede comparar la distribucion de las particulas en la imagen actual con
determinadas imagenes de referencia. La distribucion de grafito (tipo A-E)
solo se puede determinar para el grafito laminar.
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5

[Tamafio minimo
para particula de
grafito]

Defina en el campo [Tamafio minimo para particula de grafito] el tamafio
minimo que debe tener una € particula para tenerse en cuenta en el anélisis
de hierro fundido. Todas las particulas que no alcanzan el valor indicado aqui
se ignoran durante el analisis. Las particulas que se detectan pero no se
utilizan para el andlisis (porque no alcanzan el tamafio minimo definido aqui)
se mostraran en la imagen en blanco y con un rayado oscuro.

El célculo de la fraccion de grafito de la muestra no estéa influido por este
ajuste, porque también las particulas mas pequefias son utilizadas para el
calculo de la fraccion de area.

Nota: Si selecciona un estandar en la lista [Estandar], los valores
recomendados en este estandar son introducidos automaticamente en el
campo [Tamafo minimo para particula de grafito]. Sin embargo, puede
modificar este valor. Su cambio solo se aplica al estdndar seleccionado
actualmente. Si selecciona otro estandar, los valores recomendados en el
nuevo estandar son introducidos en el campo [Tamafio minimo para
particula de grafito].

[Las particulas de
grafito de forma
VI no estan
presentes]

Esta casilla solo se muestra cuando se ha seleccionado el estandar [ASTM
A247-17] en la lista [Estandar].

Seleccione la casilla [Las particulas de grafito de forma VI no estan presentes],
si se cumplen las siguientes condiciones:

En la muestra analizada actualmente no hay particulas de grafito de forma VI.
Las particulas de grafito con forma VI pueden ser facilmente reconocidas
visualmente por el experto en la imagen.

El objetivo es excluir la posibilidad de que el algoritmo utilizado por el
software para clasificar las particulas identifique incorrectamente algunas
particulas como particulas con forma VI debido a su geometria.

[Estandar para
tamafo],
[Estandar para
nodularidad],
[Estandar para
tamafo forma]

En la lista, seleccione el estandar segun el cual desea realizar el analisis de
hierro fundido.

Nota: Si se muestra esta lista 0 no depende de la entrada seleccionada en la
lista de arriba [Estandar]. El nombre de la lista también depende de la entrada
seleccionada en la lista de arriba [Estandar].

[Clasificar
particulas de la
forma IV como
particulas
nodulares]

Sila entrada EN [SO 945-1:2018 o bien la entrada [NF A04-197:2017] esta
seleccionada en la lista Estandar, la casilla Clasificar particulas de la forma IV
como particulas nodulares es activa. Seleccione esta casilla si todas las
particulas tienen la clase de forma IV para la determinacién de la nodularidad
de grafito. Esto significa que la nodularidad de grafito aumenta y el nimero
de particulas nodulares por mm? es también mayor.
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7 [Umbral de factor Esta casilla solo se muestra cuando se ha seleccionado el estandar [ASTM
de forma] A247-17] en la lista [Estandar].

Defina en el campo [Umbral de factor de forma] el ® umbral que se utiliza
para la valoracion de una particula de grafito seleccionada como grafito
esferoidal. Puede introducir valores entre 0 y 1, el valor estandar es 0,6. Si
introduce un valor pequefio (por ejemplo, 0,4) se cuenta una fracciéon mayor
de particulas de grafito encontradas como grafito esferoidal que, por
ejemplo, con un valor de 0,6.

1.2.2  Paso [Ajustes] para muestras atacadas

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:

1 Seleccion del Seleccione el tipo de muestra aqui. En funcion del tipo de muestra, estan
método de disponibles ajustes diferentes en este cuadro de didlogo.
definicion

1

Haga clic en este botodn si se trata de una muestra con marcas de la que
H desea determinar la fraccion de grafito.
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2 [Umbral para
ferrita]

Especifique aqui si el © umbral para detectar el contenido de ferrita es alto o
bajo. Con ello define el area de los valores de intensidad (la fase) que es
significativa para la deteccion de ferrita.

Si el control deslizante estd méas en direccion [Bajo], la fase incluye una parte
mayor de las intensidades que hay en la imagen.

Si el control deslizante esta mas en direccion [Alto], la fase abarca un rango
de intensidad menor. Es decir, solo se considera ferrita un rango menor de
valores de intensidad. Todos los pixeles que se consideran ferrita se destacan
en la imagen en amarillo.

3 [Cerrar espacios
en fase de perlita)

Defina con el control deslizante [Cerrar espacios en fase de perlita] la
intensidad con que deben cerrarse los agujeros que hay en la perlita. Por
agujero en la perlita se entiende en este caso un area dentro de la perlita con
valores de intensidad tan claros que se asignan a la ferrita. En la imagen se
ven agujeros como acumulacion de pequefios puntos amarillos dentro de la
perlita.

Mueva el control deslizante en direccion [Aproximado] para una detecciéon
mé&s 0 menos cerrada de la fase de perlita. Mueva el control deslizante en
direccion [Preciso] para tolerar que las éreas claras dentro de la fase de
perlita sean detectadas como ferrita.

Utilizar el control deslizante [Cerrar espacios en fase de perlita] significa
aplicar un filtro morfolégico. Los filtros morfoldgicos se emplean con
frecuencia en el andlisis de imagen para optimizar los resultados del anélisis
automatico de objetos.

En la ilustracion (1) la fase de perlita apenas esta cerrada. Por esa razén, dentro de las perlitas se
detectan todavia muchos agujeros (véanse flechas). La ilustracién (2) muestra una fase de perlita
mas cerrada.

4 [Fraccion de
grafito]

Puede introducir la fraccién de grafito manualmente o cargar el valor
almacenado.

4 [Introducir
manualmente]

La opcién [Introducir manualmente] siempre esta activa. Introduzca aqui el
valor que haya determinado durante la evaluacion de la muestra sin marcas.
Por ejemplo, puede haber anotado este valor o guardarlo en un informe.
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4 [Resultado de La opcion [Resultado de analisis de muestra sin atacar] solo esta activa si se
analisis de cumple una de las siguientes condiciones:
muestra sin En la misma evaluacion, usted ya habra medido la fraccion de grafito
atacar] utilizando un lugar sin marcas de la muestra.

Usted habra medido previamente la fraccién de grafito en la muestra sin
marcas y habra guardado estos valores como un conjunto de parametros. A
continuacion, en el paso [Informacion de la muestra] ha hecho clic en el
boton [Cargar resultados] y ha seleccionado este conjunto de parametros en
el cuadro de didlogo [Cargar resultados de muestra de hierro fundido].

e Realizar un analisis de hierro fundido
11.3.1  Realizar un anélisis de hierro fundido (muestra sin atacar)

Puede seguir estas instrucciones paso a paso en su ordenador.
Describen un anélisis de hierro fundido en una imagen de muestra.

La fraccion de grafito debe medirse.

Paso [Fuente de imagen]

1. Cargue la imagen de muestra GlobularGraphite.tif.

2. Haga clic en el botén [Hierro fundido] en la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales].
= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a

paso a traves de la medicion. Muchas de las otras funciones de
su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

3. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcidn [Imagenes
seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto
funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de
documentos.

4. Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’].
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= Con ello, se omite el paso [Informacion de la muestra], que no
es interesante para esta imagen de muestra. En sus analisis
puede suceder que, por el contrario, desee cargar los resultados
de las muestras (por ejemplo, el resultado de un analisis de
hierro fundido para determinar la fraccion de grafito). En este
caso, deje sin marcar la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’]
ya que en el paso de analisis [Informacion de muestra] esta
disponible el boton [Cargar resultados].

5. Haga clic en el botén [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Ajustes]

1. Haga clic en el boton que se muestra a la izquierda para ajustar
que desea determinar la fraccion de grafito utilizando una muestra
sin atacar.

2. Defina el umbral para la deteccion de grafito con el control
deslizante [Umbral para grafito]. Observe como cambia la imagen
de la muestra. El umbral es correcto si se detectan completamente
las particulas de grafito.

En la ilustracion (1) el umbral es demasiado alto, las particulas detectadas son demasiado gruesas.
En lailustracion (2) el umbral es demasiado bajo, las particulas no se detectan completamente. La
ilustracion (3) muestra un umbral correctamente ajustado.

3. Enlalista de seleccion [Estandar], seleccione la norma segun la que
quiere realizar el analisis de hierro fundido.
= Algunas normas contienen prescripciones acerca del modo de
medir la nodularidad o se refieren a normas subordinadas. Por
ese motivo, es posible que en el area inferior de la ventana de
herramientas se muestren ahora mas campos o se oculten otros.
4. Seleccione los parametros de grafito que deben determinarse.
Seleccione para ello la casilla correspondiente. En este ejemplo, se
marcan todos los parametros de grafito.
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En la seccion Paso [Ajustes] para muestras sin atacar (pagina 153)

encontrara una descripcion de los parametros de grafito.

5. Defina en el campo [Tamafo minimo para particula de grafito] el
tamafio minimo que debe tener una particula para tenerse en
cuenta en el analisis de hierro fundido.
= Todas las particulas que no alcanzan el valor indicado se ignoran

durante el analisis.

» Las particulas que se detectan pero no se utilizan para el analisis
(porgue no alcanzan el tamafio minimo definido aqui) se
mostraran en la imagen en blanco y con un rayado oscuro.

» El célculo de la fraccion de grafito de la muestra no esté influido
por este ajuste, porque también las particulas mas pequefias son
utilizadas para el calculo de la fraccion de éarea.

6. Haga clic en el botén [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Distribucion de grafito]

Condicion previa  »  Este paso de analisis solo se ve cuando se ha marcado la casilla
Distribucion de grafito en el paso [Ajustes].

En el paso [Distribucion de grafito] se pueden comparar las particulas
detectadas con imagenes de referencia que muestran diferentes
distribuciones de particulas de grafito. Después puede determinar una
imagen de referencia que tenga el aspecto mas similar a la distribucion
de la imagen actual. Las imagenes de referencia se corresponden con
las imagenes que estan incluidas en la norma.

I:I 1. Seleccione en el grupo [Estilo] como deben distribuirse las
imagenes en el grupo de documentos para la comparacion.
Seleccione una distribucion en la que la imagen
GlobularGraphite tif se solapa con la imagen de referencia
seleccionada. Para ello, haga clic en el boton que se muestra a la
izquierda.
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La ventana de herramientas muestra todas las imagenes de referencia relevantes y la distribucion
seleccionada. La imagen de referencia seleccionada se marca con un marco rojo.

= En el grupo de documentos aparecera un documento temporal.

2. Compare la distribucion de grafito de la imagen actual y de la
imagen de referencia.

= Mueva el control deslizante que esta debajo del campo [Estilo].
La imagen que se va a comprobar y la imagen de referencia se
enfatizan ahora de forma diferente cuando se superponen las
dos imagenes.

» Sidesea seleccionar otra imagen de referencia, haga clic sobre
la imagen en el campo [Resumen] con la tecla izquierda del
raton.

M4t

La ilustracion de la izquierda muestra la imagen que se va a analizar. Las estructuras de la imagen
de referencia solo se ven débilmente, ya que el control deslizante esté en direccién a la posicién
[Opaco]. En lailustracion de la derecha, el control deslizante se ha deslizado en direccién a la
posicion [Transparente]. Ahora se ve claramente la imagen de referencia y la imagen que debe
analizarse solo se ve débilmente.
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3. Cuando ha encontrado la imagen de referencia que més se parece
a laimagen que se va a analizar: Haga clic en el botén [Aceptar].
= |os datos de la imagen de referencia seleccionados se aplican

en el campo [Resultados].
= Se pueden aplicar varias imagenes de referencia, por ejemplo,
para muestras que presentan estructuras muy distintas.

4. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Resultados de imagen]

1. Observe los resultados en la hoja y también en la imagen.
2. Seleccione la casilla [Mostrar deteccion de grafito] en el grupo
[Validacion].
= Ahora cada particula detectada se muestra en el color de la
clase a la que pertenece. Se utilizan los mismos colores también
en el gréfico.
» Las particulas que se detectan pero no se utilizan para el analisis
(porque no alcanzan el tamafio minimo definido en las opciones

de software) se mostraran en la imagen en blanco y con un
rayado oscuro.

A la izquierda se ve la identificacion de color de la particula en la imagen. A la derecha se ve el
gréfico de tamafios de grafito que utiliza los mismos colores.

3. Si ha seleccionado varios parametros de grafito en el paso de
analisis [Ajustes]: Cambie entre los diferentes gréaficos.

4. Si desea corregir las particulas encontradas automaticamente,
utilice los botones de comando del grupo [Validacion].
» En el capitulo Afiadir, separar y eliminar particulas (pagina 171)
encontrara instrucciones paso a paso.
5. Haga clic en el boton [Siguiente].
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= |aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Resultados]

1.

Observe los resultados obtenidos en la hoja. Aqui encuentra, entre

otros, el numero de particulas especificado.

Seleccione la casilla [Generar informe] si desea que se genere

automaticamente un informe una vez finalizado el analisis.

= £l paso adicional [Generando informe] se afiadira al analisis
actual.

» En la parte inferior del cuadro de dialogo, el boton [Finalizar] se
activa.

. Seleccione la casilla [Generar libro] para exportar los resultados a

una hoja.

Haga clic en el boton [Guardar resultados] si también desea
calcular la proporcion ferrita/perlita en otro analisis de hierro
fundido a partir de la muestra atacada. A continuacion, puede
cargar la fraccion de grafito calculada aqui'y no tiene que
introducirla manualmente.

. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Generar informe]

Defina el aspecto del informe que contiene los resultados de medicion.

1. Seleccione la opcion [Predeterminado] para utilizar una plantilla
predeterminada. Si desea utilizar otra plantilla, seleccione la opcion
[Definida por el usuario]. Haga clic en el boton con los tres puntos
y seleccione otra plantilla en el cuadro de dialogo [Abrir].

2. Enel grupo [Contenido], seleccione la casilla de los elementos que
deben mostrarse en el informe.

Seleccione la casilla [Pagina de resumen] cuando la primera
pagina del informe debe contener un resumen de todos los
resultados del analisis actual. La generacion de una pagina de
resumen puede ser util, por ejemplo, cuando ha analizado
muchas imagenes de diferentes muestras.

Seleccione la casilla [Una pagina por muestra] si el informe debe
contener una pagina para cada muestra. En esta pagina se
representan los resultados sumados de todas las imagenes que
pertenecen a esta muestra.

Seleccione la casilla [Una pagina por imagen] si el informe debe
contener una pagina para cada imagen analizada. Si solo esta
marcada esta casilla y ha analizado las tres imagenes, el informe
contiene exactamente tres paginas.

Seleccione la casilla [Mostrar resultados en superposicion] si las
imagenes del informe deben mostrar también la capa de
imagen con los resultados.

3. Haga clic en el boton [Finalizar].

Se crea el informe y se muestra en la aplicacion MS-Word.

Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la segunda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio.

4. Como consecuencia de este proceso de analisis de ciencia de
materiales, la imagen ahora tiene una o varias capas de imagen
nuevas. Guarde las imagenes en el formato TIF o VSI si desea
mantener estas capas de imagen adicionales.

5. Guarde el libro y el informe.
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11.3.2  Realizar un anélisis de hierro fundido (muestra atacada)

Puede sequir estas instrucciones paso a paso en su ordenador.
Describe como se calcula la proporcion ferrita/perlita.

8

La proporcion ferrita/perlita debe ser medida en esta imagen de muestra.

Paso [Fuente de imagen]

1. Cargue la imagen de muestra Ferrite Pearlite tif.

2. Haga clic en el botédn [Hierro fundido] en la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales].

= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a
paso a través de la medicion. Muchas de las otras funciones de
su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

3. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcion [Imagenes
seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto
funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de
documentos.

4. Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’l.

5. Haga clic en el botén [Siguiente].
= |aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara

el siguiente paso.

Paso [Ajustes]
1. Haga clic en el boton que se muestra a la izquierda para ajustar
que desea determinar la proporcion ferrita/perlita utilizando una
muestra atacada.

= Si antes estaba activo el boton de pruebas sin atacar, ahora se
modifica el resto de los ajustes de esta ventana.

2. Defina la fase de la ferrita con el control deslizante [Umbral para
ferrita]. Con ello define la & fase que es significativa para la
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deteccion de ferrita. El umbral es correcto si se detecta la ferrita

completamente.

= Todos los pixeles que se consideran ferrita se destacan en la
imagen en amarillo.

= Si el control deslizante esta méas en direccion [Bajo], la fase
incluye una parte mayor de las intensidades que hay en la
imagen.

= Si el control deslizante estd mas en direccion [Alto], la fase
abarca un rango de intensidad menor. Es decir, solo se
considera ferrita un rango menor de valores de intensidad.

En lailustracion (1) el umbral es demasiado alto, demasiados pixeles se consideran ferrita. En la
ilustracion (2) el umbral es demasiado bajo, la ferrita no se detecta completamente. La ilustracion
(3) muestra un umbral correctamente ajustado.

3. Defina con el control deslizante [Cerrar espacios en fase de perlita]
la intensidad con que deben cerrarse los agujeros que hay en la
perlita.
= Un agujero en la perlita es un area dentro de la perlita con

valores de intensidad tan claros que se asignan a la ferrita. En la
imagen se ven agujeros como acumulacion de pequefios puntos
amarillos dentro de la perlita.

En la ilustracion (1)
detectan todavia muchos agujeros (véanse flechas). La ilustracion (2) muestra una fase de perlita
més cerrada.

4. Seleccione en el grupo [Fraccion de grafito] el modo en que debe
introducirse la fraccion de grafito de esta muestra.
Esta fraccion de grafito se resta de la fraccion de perlita calculada.
Con el area de perlita corregida de esta forma, se calcula la
proporcion ferrita/perlita. Este paso es necesario porque el grafito
y la perlita tienen unas escalas de gris muy similares y el software
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no puede detectarlos por separado. Hay dos opciones para la

introduccion de la fraccion de grafito:

» Puede seleccionar la opcion [Introducir manualmente] e
introducir el valor. Esta opcion siempre esta activa. Por ejemplo,
puede haber anotado este valor o guardarlo en un informe.

= Puede seleccionar la opcion [Resultado de analisis de muestra
sin atacar]. Esta opcién esta activa cuando ya ha medido en el
mismo analisis la fraccion de grafito a partir de una posicion no
atacada de la muestra. Esta opcion también esta activa cuando
ha medido la fraccion de grafito en un analisis anterior, ha
guardado los valores como conjunto de parametros y lo ha
cargado en el paso de analisis [Informacion de la muestra].

5. Haga clic en el boton [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Resultados de imagen]
1. Observe los resultados también en la hoja. Aqui encuentra, entre
otras cosas, la proporcion ferrita/perlita calculada.

2. Observe los resultados también en la imagen. Seleccione la casilla
[Mostrar deteccion de ferrita] en el grupo [Validacion].

3. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Resultados]

1. Seleccione los resultados deseados.

2. Seleccione la casilla [Generar informe] si desea que se genere
automaticamente un informe una vez finalizado el analisis.

» El paso adicional [Generando informe] se afladira al analisis
actual.

* En la parte inferior del cuadro de dialogo, el boton [Finalizar] se
activa.

3. Seleccione la casilla [Generar libro] para exportar los resultados a
una hoja.

4. Sidesea guardar la configuracion actual en un archivo, haga clic en
el boton [Guardar ajustes]. A continuacion, asigne un nombre
descriptivo en la siguiente ventana de didlogo.

» Puede cargar estos ajustes cuando analice mas imagenes. Para
ello, en el paso [Fuente de imagen] haga clic en el boton [Cargar
de archivo].

5. Haga clic en el botén [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara

el siguiente paso.
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Paso [Generar informe]

Defina el aspecto del informe que contiene los resultados de medicion.

1. Seleccione la opcion [Predeterminado] para utilizar una plantilla
predeterminada. Si desea utilizar otra plantilla, seleccione la opcion
[Definida por el usuario]. Haga clic en el boton con los tres puntos
y seleccione otra plantilla en el cuadro de dialogo [Abrir].

2. Enel grupo [Contenido], seleccione la casilla de los elementos que
deben mostrarse en el informe.

Seleccione la casilla [Pagina de resumen] cuando la primera
pagina del informe debe contener un resumen de todos los
resultados del analisis actual. La generacion de una pagina de
resumen puede ser util, por ejemplo, cuando ha analizado
muchas imagenes de diferentes muestras.

Seleccione la casilla [Una pagina por muestra] si el informe debe
contener una pagina para cada muestra. En esta pagina se
representan los resultados sumados de todas las imagenes que
pertenecen a esta muestra.

Seleccione la casilla [Una pagina por imagen] si el informe debe
contener una pagina para cada imagen analizada. Si solo esta
marcada esta casilla y ha analizado las tres imagenes, el informe
contiene exactamente tres paginas.

Seleccione la casilla [Mostrar resultados en superposicion] si las
imagenes del informe deben mostrar también la capa de
imagen con los resultados.

3. Haga clic en el boton [Finalizar].

Se crea el informe y se muestra en la aplicacion MS-Word.

Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la segunda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio.

4. Como consecuencia de este proceso de analisis de ciencia de
materiales, la imagen ahora tiene una o varias capas de imagen
nuevas. Guarde las imagenes en el formato TIF o VSI si desea
mantener estas capas de imagen adicionales.

5. Guarde el libro y el informe.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 164



11 [Hierro fundido]
Realizar un anélisis de hierro fundido

11.3.3  Afadir, separar y eliminar particulas

Condicion previa

Puede editar manualmente las particulas que su software ha
encontrado automaticamente durante el anélisis de hierro fundido.

» El procesamiento manual de las particulas solo es posible para las
muestras sin marcas. Entonces el paso [Resultados de imagen]
muestra los botones con los que puede afiadir, separar y eliminar
particulas.

Utilice la posibilidad de corregir manualmente las particulas solo si en el
paso [Ajustes] ha cambiado varias veces la posicion de los controles
deslizantes y esta seguro de que ha encontrado el mejor ajuste posible.

Siha corregido algunas particulas manualmente y vuelve al paso [Ajustes]

(por ejemplo, para cambiar los ajustes de los controles deslizantes) se elimina
su validacion manual.
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Eliminar particulas

1.

Aumente el zoom de la imagen hasta que pueda ver
perfectamente la particula que desea eliminar. Mueva el puntero
del ratén sobre la ventana de imagen vy utilice la rueda del raton
por ejemplo.

. En el grupo [Validacion], haga clic en el boton [Eliminar particulas

seleccionadas].

= Cambiara la forma del puntero del raton. Se encuentra en modo
de edicion. Ahora no puede hacer otra cosa que eliminar
particulas. En este modo no es posible con su software realizar
otros trabajos.

. Coloque el puntero del ratéon en la particula que debe eliminarse.

= El puntero se convertira en una mano.
Haga clic con el botén izquierdo del raton.

= La particula se muestra en la imagen en blanco y con un rayado
oscuro.

. Haga clic en el boton derecho del ratén para abandonar el modo

de edicion y adoptar los cambios.

= |a particula se elimina. Esta particula ya no se considerara en el
analisis de hierro fundido.

= | os resultados se actualizan.

Anadir particulas

1.

2.

Aumente el zoom de la imagen hasta que pueda ver

perfectamente la particula que desea afadir.

En el grupo [Validacion], haga clic en el botdn que se muestra a la

izquierda.

= Cambiara la forma del puntero del raton. Se encuentra en modo
de edicion.

= Ahora puede afiadir una particula. En este modo no es posible
con su software realizar otros trabajos.

. Enla ventana de imagen, defina la particula a afiadir haciendo clic

con el ratdn las veces que sean necesarias. La linea trazada debe
abarcar aproximadamente la particula. No es necesario que los
puntos inicial y final estén perfectamente superpuestos debido a
que el software convierte automaticamente la linea en un poligono
cerrado.
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4. Haga clic con el botdn derecho del ratén y seleccione el comando

[Confirmar entrada] del menu contextual.

» |a particula se muestra. Ahora esta particula se considerara en el
analisis de hierro fundido.

= | 0s resultados se actualizan.

Separar particulas

Puede separar particulas de forma automatica o interactiva. Si la
separacion automatica no funciona bien, puede utilizar la separacion
interactiva. Mantenga pulsado el botén izquierdo del ratén y trace una
linea de separacion arbitraria a través de la particula.

1.

Aumente el zoom de la imagen hasta que pueda ver
perfectamente la particula que desea separar.

. En el grupo [Validacion], haga clic en el boton [Separar

automaticamente particulas seleccionadas].

» Cambiara la forma del puntero del ratén. Se encuentra en modo
de edicion.

= Ahora no puede hacer otra cosa que separar particulas. En este
modo no es posible con su software realizar otros trabajos.

. Haga clic en la particula que desea separar de forma automatica.

= La particula se muestra en la imagen en blanco y con un rayado
oscuro.

Haga clic con el botdn derecho del raton para realizar la

separacion de la particula.

= La particula seleccionada se separa. Las dos nuevas particulas se
muestran en el color de la clase a la que pertenecen.

» Los resultados se actualizan. Ahora estas dos particulas se
consideraran en el analisis de hierro fundido.

Separar particulas de forma interactiva

1.

Aumente el zoom de la imagen hasta que pueda ver
perfectamente la particula que desea separar.

. En el grupo [Validacion] haga clic en el botdn [Separar particulas

interactivamente].
= Cambiara la forma del puntero del raton.

. Con el botodn izquierdo del raton pulsado, trace una linea a través

de la particula que desea separar. Para ello, haga clic con el boton
izquierdo del raton en la posicion en la que debe comenzar la
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linea. A continuacion, haga clic con el botén derecho del ratén en

la posicion en la que debe finalizar la linea.

Haga clic con el boton derecho del ratén y seleccione el comando

[Confirmar entrada] del menud contextual.

» La particula se separa. Las dos nuevas particulas se muestran en
el color de la clase a la que pertenecen.

= Los resultados se actualizan. Ahora estas dos particulas se
consideraran en el analisis de hierro fundido.

[Reclasificar particulas seleccionadas manualmente]

Si estd midiendo la forma de grafito de las particulas, puede asignar
manualmente las particulas seleccionadas a una clase diferente. Al
hacerlo, se anula la clasificacion realizada por el software. Las clases de
forma que se ofrecen para la seleccion de la nueva clase dependen del
estandar utilizado.

1.

Aumente la visualizacion de la imagen hasta que pueda ver
perfectamente las particulas que desea reclasificar.

. Realice un anélisis de hierro fundido.

2. En el paso [Ajustes] seleccione la casilla [Forma de grafito].

. En el paso [Resultados de imagen] seleccione la opcion [Grafico de

forma de grafito].

. En el grupo [Validacion], haga clic en el botdn que se muestra a la

izquierda.

» Cambiara la forma del puntero del raton. Se encuentra en modo
de edicion.

= Ahora no puede hacer otra cosa que reclasificar particulas. En
este modo no es posible con su software realizar otros trabajos.

. Enla ventana de la pantalla, haga clic en las particulas que desee

asignar manualmente a una clase diferente.

= Todas las particulas que marca en este paso solo pueden
asignarse a la misma clase nueva. Si quiere asignar varias
particulas a diferentes clases nuevas, debera hacerlo en pasos
separados.

= El color de relleno de las particulas seleccionadas cambia. Las
particulas se muestran en blanco y con un rayado oscuro.

. Pulse el botén derecho del raton y seleccione la clase de forma

que desea asignar a las particulas en el menu contextual. Las clases
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de formas ofrecidas en el menu contextual dependen de la norma
utilizada.

» Las particulas se muestran en el color de la nueva clase de forma
seleccionada.

» £l gréfico de forma de grafito y los valores en el campo
[Resultados de imagen] se actualizaran.

7. Si es necesario, repita los Ultimos pasos, para reclasificar mas
particulas.

Las particulas sombreadas se asignan a una forma de grafito diferente después de salir del modo
de edicion.
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1.4

Opciones de software

Abrir el cuadro de

didlogo

Las opciones de software proporcionan una serie de ajustes para un
analisis de hierro fundido.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [MayUs + F8]. Seleccione la entrada
[Soluciones de materiales] > [Anélisis de hierro fundido] en la
estructura de arbol.

@

Ese comando no esté disponible durante un proceso de anélisis en ejecucion.

Definir las informaciones de la muestra

Establezca como se deben llamar los dos campos superiores que se
indican en el paso [Informacion de la muestra]. Para ello introduzca los
nombres deseados en los campos [Nombre de referencia de la
muestra] y [Nombre de grupo de muestras]. El nombre otorgado a los
campos también se utilizara en los libros que se puede generar al final
de un analisis.

Mostrar resultados de particulas en el libro

La casilla [Mostrar resultados de particulas en el libro] se refiere a como
se visualizan los resultados de anélisis de hierro fundido en un libro.
Establezca en el paso [Resultados] si se debe crear un libro.

Si esta casilla no esta marcada, el libro contendré solo los resultados
sumados de cada muestra que se ha evaluado.

Si se ha marcado esta casilla, cada libro contiene adicionalmente mas
hojas con los resultados individuales de cada particula detectada. Por
ejemplo, el pardmetro de medicion [Area] muestra el area exacta de
cada particula detectada. Si clasifica en orden descendiente los valores
en la columna [Area] puede ver, por ejemplo, rapidamente el &rea de la
particula mas grande detectada.

Las opciones [Una hoja por imagen] y [Una hoja por muestra]
establecen codmo estan estructuradas las hojas adicionales que
contienen los resultados individuales. Entonces, podra ver la misma
informacion en ambas opciones, solo que dispuestas de forma
diferente.
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Seleccione la opcion [Una hoja por imagen] para que los resultados
individuales de cada imagen analizada se visualicen en una hoja
separada. El nombre de cada hoja es idéntico al nombre de la imagen.
Para cada particula detectada en esta imagen, los resultados
individuales (por ejemplo, el area exacta) son visualizados.

Seleccione la opcién [Una hoja por muestra], para que los resultados
individuales de todas las imagenes analizadas de la misma muestra se
visualicen en una hoja conjunta.

Nota: Puede definir algunos ajustes generales para el aspecto de los
libros. Para ello, utilice el cuadro de dialogo [Opciones] > [Libro] >
[Formato].

Determinar la forma de grafito

Para la asignacion de una particula a una clase de forma determinada
puede emplearse uno de estos métodos: [Meétodo discriminante] o
[Método de umbral]. El método seleccionado determina el algoritmo
que se utiliza. Debido a la complejidad de los algoritmos, estos no se
pueden describir aqui. Por ello, le recomendamos que realice algunas
pruebas con ambos métodos hasta encontrar el mas adecuado para
sus muestras.

Especifique si las clases de forma cuya area sumada de particula es
inferior al 10 % del area total de particula se enumeran o no en el paso
de evaluacion [Resultados de imagen].

Seleccione la opcion [Todas las clases] para que se muestren en el
campo [Forma de grafito] todas las clases de forma determinadas, es
decir, también aquellas clases cuya area sumada de particula es inferior
al 10 % del area total de particula.

Seleccione la opcion [Clases principales] para mostrar solo aquellas
clases de forma en el campo [Forma de grafito] cuya area de particula
sumada sea al menos el 10 % del area total de particula. Los resultados
de las clases con un area de particula sumada inferior al 10 % se
interpolan y se distribuyen entre las demas clases de forma, de modo
que el area total de particula sea del 100 %.

Nota: El grafico de forma del grafito muestra siempre todas las clases
de forma, independientemente de que representen o no al menos el
10 % del area total de particula.
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12 [Peor campo de inclusiones] & [Contenido de inclusion]

Su software ofrece dos procesos de anélisis para detectar inclusiones
no metalicas en las pruebas de metal.

+ el analisis del contenido de inclusion
+ el analisis de peor campo de inclusiones

;Qué son las inclusiones no metélicas?

;Qué son las inclusiones no metalicas?

Durante el proceso de fabricacion se generan inclusiones no metalicas
dentro de las aleaciones de acero. Las inclusiones tienen efectos en las
propiedades quimicas y mecanicas del acero. La calidad del acero es
mejor cuanto menos inclusiones contiene y cuanto mas pequefias y
homogeneas sean estas inclusiones.

1 2 3

At I A g8

Representacion microscopica de diferentes inclusiones en una muestra de acero pulida. Las
inclusiones se diferencian por el color y la forma. Las ilustraciones muestran una inclusion de
sulfuro (1), una inclusion de silicato (2) y una inclusion de oxido de aluminio (3).

El tipo y el aspecto de las inclusiones no metalicas depende de
diferentes factores como, por ejemplo, el tipo de acero o el proceso de
fabricacion. Las inclusiones se dividen en funcion de su aspecto (color,
forma y tamafio) en diferentes clases. La division de clases esta definida
por diferentes normas industriales.

Ya que todas las inclusiones son mas oscuras que el color del acero, se
pueden encontrar con facilidad mediante un analisis de imagen
automatico. En la deteccion de inclusiones, su software busca
particulas. En el software se define una particula como un conjunto de
pixeles contiguos que se encuentran dentro de un area determinada de
intensidad. Por ello debe definir el rango de intensidad. Como también
hay diferencias de intensidad dentro de las inclusiones (los sulfatos son
mas brillantes que los dxidos, por ejemplo), también se pueden definir
dos rangos de intensidad.
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Ejemplo para una deteccion de particulas durante un anélisis de peor campo de inclusiones Con la
definicion adecuada de las escalas de grises se detectan los sulfatos (verde) y dxidos (rojo).

Editar inclusiones

Puede editar manualmente las inclusiones que su software ha
encontrado automaticamente. Puede eliminar inclusiones, dividirlas,
fusionarlas o modificar el tipo de inclusion. En el capitulo Editar
inclusiones (pagina 197) encontrara instrucciones paso a paso.

121 Informacion general - Analisis del peor campo de inclusiones

Un analisis del peor campo de inclusiones es un proceso posibles para
detectar las inclusiones no metalicas en las muestras de metal. Este
analisis se utilizara, por ejemplo, para medir el nimero, el tamafio y la
distribucion de sulfuros u 6xidos en el acero. Al los resultados de
medicion se pueden comparar diferentes procesos de produccion o
calcular la calidad del producto.

Resultado de un andlisis de peor campo de inclusiones

El analisis de peor campo de inclusiones determina la mayor inclusion
no metalica dentro de la muestra examinada. Esto se realiza por
separado para cada tipo de inclusion. La clasificacion y designacion de
las inclusiones es diferente en cada norma. El tamafio se mide en
conformidad con los estandares:

* ASTM E 45-18 método A

« DIN 50602:1985 método M

* |SO 4967:2013 método A

« GB/T 10561:2005 método A

JIS G 0555:2003 método A
UNI 3244:1980 método M

EN 10247:2017 método M (L/n)
EN 10247:2017 método M (L/d)
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EN 10247:2017 método M(a)
EN 10247:2017 método M(a/n)
EN 10247:2017 método P(a)
EN 10247:2017 método P(L/d)
SEP 1571:2017 método M

@

También puede realizar un analisis de peor campo de inclusiones de
conformidad con la norma EN 10247 en la version de 2007. Para ello debe
seleccionar esta version de la norma en la opciones de software. Antes de
iniciar el método de analisis debe realizar esto.

12.2

Los resultados de un analisis se pueden visualizar en un libro. Ademas,
los resultados pueden visualizarse en un informe en formato Microsoft
Word.

Informacion general - Anélisis del contenido de inclusion

Si la muestra es adecuada y los umbrales se han aplicado
correctamente, el analisis de contenido de inclusiones determina todas
las inclusiones no metalicas contenidas en la muestra analizada.

Debido a la gran complejidad, actualmente el anélisis del contenido de
inclusiones solo se puede realizar en imagenes monocromaticas de 8
bits.

Generalmente, las imagenes de analisis son imagenes panoramicas de
una muestra de acero pulido. De forma predeterminada, la imagen se
divide siempre en campos. El nimero total de campos se denomina
[Area de campos). Todas las inclusiones que deben analizarse deben
encontrarse dentro del area de campos.

Cada campo tiene el tamafio de 710 um x 710 um fijado en las normas

utilizadas. Esto corresponde a un area de muestra de 0,5 mm? por
campo. Las normas aplicadas recomiendan un area de muestra minimo
de 10 mm x 16 mm. Esto corresponde a 320 campos.
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La ilustracion muestra una imagen (3) con el area de campos (2). El area de campos consta de
campos individuales (7).

Ver los resultados para la inclusion actualmente seleccionada en la
ventana de imagen

En el paso [Resultados de imagen] puede ver los resultados para la
inclusion actualmente seleccionada en la ventana de imagen. Mueva el
puntero del raton sobre la inclusion deseada en la ventana de imagen.
Aparece un pequefio tooltip con informacion detallada sobre esta
inclusion. La informacion depende de la norma seleccionada.

Observar inclusiones ambiguas en el microscopio

En el paso [Resultados de imagen] puede hacer clic en una inclusion en
la ventana de imagen. A continuacion, su platina del microscopio se
desplazara a la posicion de la muestra correspondiente. Ahora puede
observar esta inclusion con méas detalle en el microscopio. Esta opcion
solo esta disponible cuando haya realizado todos los ajustes necesarios
para la trayectoria de platina y para el area de barrido.

Resultado de un analisis del contenido de inclusion

Si'la muestra es adecuada y los umbrales se han aplicado
correctamente, el analisis de contenido de inclusiones determina todas
las inclusiones no metalicas contenidas en la muestra analizada. Esto se
realiza por separado para cada tipo de inclusion. La clasificacion y
designacion de las inclusiones es diferente en cada norma. El analisis se
realiza en conformidad con la norma y método seleccionados.
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Estan disponibles los siguientes estandares:

« ASTM E 45-18 método D
* 1SO 4967:2013 método B
« EN10247:2017 método K
« SEP 1571:2017 método K

Las normas se diferencian por la forma de representar los resultados en
la ventana de herramientas [Navegador de imagen]:

Con las normas [ASTM E 45-18 método D] y [ISO 4967:2013 método B]
, cada campo en el que se haya detectado una inclusion del tipo
seleccionado (y cada inclusion detectada) esta enmarcado en color.
En las normas [EN 10247:2017 y SEP 1571:2017], cada inclusion
detectada se enmarca en color, pero los campos no se enmarcan en
color.

llustracion de la izquierda: Visualizacion de los resultados en la ventana de herramientas
[Navegador de imagen], cuando el analisis se realiza con el estandar [ASTM E 45-18 método D] o
[1SO 4967:2013 método B]. En este ejemplo, todos los campos son enmarcados en color en los
que se encuentran inclusiones del tipo de inclusiones actualmente seleccionado.

llustracion de la derecha: Visualizacion de los resultados en la ventana de herramientas
[Navegador de imagen], cuando el anélisis se realiza con el estandar [EN 10247:2017 método K] o
[SEP 1571:2017 método K]. Las inclusiones del tipo seleccionado estan enmarcadas en color.

Ver los resultados para inclusiones en la imagen

Si desea ver resultados exactos de inclusiones individuales aunque aun
se esté realizando el analisis todavia, utilice el boton Mostrar resultados
de inclusion en el paso Resultados de imagen. Si el botdn esta activo,
un pequefio tooltip con informacion acerca de la inclusion
seleccionada aparecera si mueve el puntero del raton en la ventana de
imagen sobre la inclusion deseada. La informacion depende de la
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12.3.1

Ajustes

12 [Peor campo de inclusiones] & [Contenido de inclusion]
Ajustes

norma seleccionada. En general, se indican el tipo, la longitud y la
anchuray, en algunas normas, tambiéen el area.

Sila longitud o la anchura de una inclusion supera el limite definido en
el estandar, con algunos estandares se indica adicionalmente la
informacion [sobredimensionado].

Visualizar los resultados en un libro

Los resultados de un analisis se pueden visualizar en un libro. Si la
casilla Mostrar resultados de inclusion en el libro esta activada en las
opciones de software, en el libro figuran, ademas de los resultados
generales, los resultados individuales de cada inclusion detectada. En
caso de detectarse inclusiones sobredimensionadas, estas se identifican
en el libro con un signo positivo [(+)] en la columna [Tipo].

Paso [Ajustes]

La mayoria de los ajustes son idénticos para ambos procesos de
analisis. Si un ajuste sélo es relevante para uno de los dos procesos de
analisis, se indica en una nota.

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:
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Ajustes
—
0 -
|
0 -
1 [Método de Defina aqui la norma segun la cual debe analizarse. A continuacion, todas las
evaluacion] imagenes del procedimiento de evaluacion se evallan de acuerdo con este
estandar.
2 [Todas las Defina aqui el & umbral para la deteccion de las inclusiones. Con esto define
inclusiones] un rango de intensidad. Todas las areas de la imagen que estan dentro de

este rango de intensidad son inclusiones. Todos los pixeles que se consideran
una inclusion se destacan en verde en la imagen.

Si el control deslizante estd mas en direccion [Alto], el rango de intensidad
incluye una parte mayor de las intensidades que hay en la imagen.

Si el control deslizante esté posicionado mas en direccion [Bajo], rango de
intensidad abarca un rango de intensidad menor. Es decir, solo se cuenta
como inclusion un rango menor de valores de intensidad.

3 [Inclusiones de Defina aqui el umbral para la deteccién de las inclusiones de éxido. Como las
4xido] inclusiones de dxido siempre son las inclusiones mas oscuras, el software solo
permite un valor aqui que esta debajo del valor en el campo [Todas las
inclusiones]. Todos los pixeles que se consideran éxido se destacan en la
imagen en rojo.
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4 [Sensibilidad de
inclusiones de
color]

Nota: Este campo solo se muestra si realiza un analisis de peor campo de
inclusiones en una imagen de color verdadero.

Sievalla las inclusiones no metélicas en las imagenes en color segun el
estandar [EN 10247] el campo adicional [Sensibilidad de inclusiones de color]
aparece debajo del campo [Inclusiones de éxido]. Defina aquf el umbral para
la deteccion de las inclusiones.

Esto establece una tercera fase que puede utilizarse para detectar inclusiones
de nitruro (TiN). En las imagenes en color, el nitruro se distingue claramente
de otras inclusiones por su tipico color amarillo dorado.

5 [Clase mas
pequenal

‘ not considered

Nota: Este campo solo se muestra si realiza un analisis de peor campo de
inclusiones y si ha seleccionado el estandar [SEP 1571:2017 método K].

En este campo, especifique el tamafio a partir del cual las inclusiones
detectadas se tienen en cuenta para el resultado del anélisis. Hay disponibles
valores de [0-8]. La definicion de los tamafios esta incluida en el estandar
[SEP 15771:2017]. El valor [0] significa que todas las inclusiones detectadas se
utilizan para el resultado del analisis. El valor [8] significa que solo se utilizan

_para el resultado del analisis las particulas detectadas de tamafio 8 y superior.

Ejemplo: En el campo [Clase méas pequefia] entre el tamafio [6]. Todas las
inclusiones detectadas de tamafio [0-5] se ignoran para el resultado del
analisis. En el paso [Resultados de imagen] y en el libro ahora ya solo se
mostraran los resultados para las clases de tamafio [6-9]. En la imagen, las
inclusiones de tamafio 0-5 siguen apareciendo.

Si el boton [Mostrar resultados de inclusion] esta activo, el tooltip contendra
la informacién adicional [no considerado] cuando mueve el puntero del ratéon
sobre una inclusién de este tamafio. El botdn [Mostrar resultados de
inclusion] se muestra en el paso [Resultados de imagen], en el grupo [Editar
inclusiones].
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12.3.2  Paso [Resultados de imagen]

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:

o=~ Yy &

1 Resultados de
mediciéon

En el paso [Resultados de imagen] puede ver una tabla con los resultados de
medicion. Aqui encontrara una clasificacion de las inclusiones detectadas. El
aspecto de esta clasificacion depende de la norma segun la que se realiza el
analisis. El estandar seleccionado aparece en el campo [Método de
evaluacion] en la tabla.

Por ejemplo, el estandar [ASTM E 45-18 método A] utiliza la clasificacion A
(sulfatos), B (aluminas), C (silicatos) y D (6xido globular). Esta norma distingue
ademas las inclusiones seguin la anchura media (tipo de inclusion A, B, C) o
segun el diametro (tipo de inclusién D) en los grupos “t” (thin, delgado) y “h”
(heavy, pesado).

Otras normas utilizan otra clasificacion de las inclusiones y no dividen las
inclusiones encontradas en mas grupos.

2 [Imagen]
[Muestra]

Si'ha analizado varias imagenes de la misma muestra, puede cambiar entre la
indicacion de los resultados de la imagen actual o de todas las imagenes de
la muestra. Para ello, seleccione la opcién que desee.

3 [Mostrar
resultados de
inclusion]

Haga clic en el botdn [Mostrar resultados de inclusion] si desea ver los
resultados exactos de una inclusién. Entonces aparecera un pequefio tooltip
con informacion detallada si mueve el puntero del ratdn sobre la inclusion
deseada en la ventana de imagen.

4 [Editar inclusiones]

En este grupo encontraré algunos botones para editar la deteccion de las
inclusiones. En el capitulo Realizar un analisis del contenido de inclusién
(pagina 191) encontrara instrucciones paso a paso.
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4 Haga clic en este botdn para fusionar dos inclusiones.

Haga clic en este botdn para dividir inclusiones.

Haga clic en este botdn para eliminar inclusiones.

4 - Haga clic en este boton para cambiar el tipo de inclusion.

[Rechazar imagen] Haga clic en el boton [Rechazar imagen] para excluir esta imagen del analisis.
Para ello, el analisis actual debe tener, al menos, dos imagenes.

12.4 Realizar un analisis de peor campo de inclusiones

Puede seguir estas instrucciones paso a paso en su ordenador.
Describen como se detecta la peor inclusion no metalica en una
muestra.

Condicion previa  »  Para poder analizar imagenes con el analisis [Peor campo de
inclusiones], coloque una muestra sobre la platina del microscopio
de forma que las inclusiones estan orientadas horizontalmente en
la imagen.

La peor inclusién no metélica debe medirse en esta imagen de muestra.

Paso [Fuente de imagen]

1. Cargue la imagen de muestra NMIO_O.tif.
2. Haga clic en el botén Peor campo de inclusiones de la ventana de
herramientas Soluciones de materiales.

= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a
paso a través de la medicion. Muchas de las otras funciones de
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su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

3. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcion [Imagenes
seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto
funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de
documentos.

4. Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’].
5. Haga clic en el botén [Siguiente].

= |3 ventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Ajustes]
1. Defina en el campo [Método de evaluacion] el estandar segun el
cual debe analizarse.

2. Defina con el control deslizante [Umbrales] > [Todas las
inclusiones] el @ umbral para todas las inclusiones.

3. Observe como cambia la imagen de la muestra. El umbral es
correcto si se detectan completamente las inclusiones.
E
&

La ilustracion muestra un umbral correctamente ajustado.

4. Ya que en esta muestra no hay inclusiones de oxido, mueva el
control deslizante [Inclusiones de oxido] a la posicion [Bajo].

5. Haga clic en el botén [Siguiente].

= |aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Resultados de imagen]

1. Observe los resultados también en la hoja.

» |atabla con los resultados de medicion contiene la clasificacion
de las inclusiones halladas. El aspecto de esta clasificacion
depende de la norma segun la que se realiza el analisis.

2. Observe los resultados también en la imagen.

» Enlaimagen, cada inclusion detectada recibe un borde con la
linea de color.
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La ilustracién muestra una inclusién detectada.

3. Sidesea corregir las inclusiones encontradas automaticamente,
utilice los botones de comando del grupo [Editar inclusiones].

= En el capitulo Editar inclusiones (pagina 197) encontrara
instrucciones paso a paso.

4. Haga clic en el botdn [Siguiente].

Paso [Resultados]

1. Observe los resultados obtenidos en la hoja.

» En el paso [Resultados] encontrara, para cada tipo de inclusion
por separado, la inclusion mas grande que se ha encontrado en
todas las imagenes analizadas.

2. Seleccione la casilla [Generar informe] si desea que se genere
automaticamente un informe una vez finalizado el analisis.

» El paso adicional [Generando informe] se afladira al analisis
actual.

» En la parte inferior del cuadro de dialogo, el boton [Finalizar] se
activa.

3. Seleccione la casilla [Generar libro] para exportar los resultados a
una hoja.

4. Sidesea guardar la configuraciéon actual en un archivo, haga clic en
el boton [Guardar ajustes]. A continuacion, asigne un nombre
descriptivo en la siguiente ventana de didlogo.
= Puede cargar estos ajustes cuando analice mas imagenes. Para

ello, en el paso [Fuente de imagen] haga clic en el boton [Cargar
de archivo]. Se guardaran los comentarios de las muestras e
imagen y la posicion de los controles deslizantes en el paso
[Ajustes]. También se guarda la informacion sobre el estandar
utilizado.

5. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Generar informe]

Defina el aspecto del informe que contiene los resultados de medicion.

1. Seleccione la opcion [Predeterminado] para utilizar una plantilla
predeterminada. Si desea utilizar otra plantilla, seleccione la opcion
[Definida por el usuario]. Haga clic en el boton con los tres puntos
y seleccione otra plantilla en el cuadro de dialogo [Abrir].

2. Enel grupo [Contenido], seleccione la casilla de los elementos que
deben mostrarse en el informe.

Seleccione la casilla [Pagina de resumen] cuando la primera
pagina del informe debe contener un resumen de todos los
resultados del analisis actual. La generacion de una pagina de
resumen puede ser util, por ejemplo, cuando ha analizado
muchas imagenes de diferentes muestras.

Seleccione la casilla [Una pagina por muestra] si el informe debe
contener una pagina para cada muestra. En esta pagina se
representan los resultados sumados de todas las imagenes que
pertenecen a esta muestra.

Seleccione la casilla [Una pagina por imagen] si el informe debe
contener una pagina para cada imagen analizada. Si solo esta
marcada esta casilla y ha analizado las tres imagenes, el informe
contiene exactamente tres paginas.

Seleccione la casilla [Mostrar resultados en superposicion] si las
imagenes del informe deben mostrar también la capa de
imagen con los resultados.

3. Haga clic en el boton [Finalizar].

Se crea el informe y se muestra en la aplicacion MS-Word.

Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la segunda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio.

4. Como consecuencia de este proceso de analisis de ciencia de
materiales, la imagen ahora tiene una o varias capas de imagen
nuevas. Guarde las imagenes en el formato TIF o VSI si desea
mantener estas capas de imagen adicionales.

5. Guarde el libro y el informe.
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12.5 Realizar un analisis del contenido de inclusion

Preparacion

Condicion previa

Las siguientes instrucciones paso a paso describen de forma sencilla
como determinar el contenido de inclusiones en una muestra.

En el caso de imagenes panoramicas resulta Util visualizar siempre la
ventana de herramientas [Navegador de imagen]. Con ella se puede
aumentar o reducir la imagen panoramica con la funcién zoom sin
desorientarse. Por ello, antes de iniciar el proceso de analisis, en la
ventana de herramientas [Navegador de imagen] haga clic una vez en
el botdn [Deshabilitar ocultar automaticamente].

Para poder llevar a cabo satisfactoriamente un analisis del contenido de
inclusiones se deben cumplir los siguientes requisitos:

* la muestra de acero se debe haber preparado dptimamente
(limpiado y pulido) para analizar el contenido de inclusiones

* la muestra de acero debe estar adecuadamente iluminada (sin
sobreexposicion a la luz)

* la muestra de acero debe presentar inclusiones adecuadas

* las inclusiones tienen que estar dispuestas en horizontal en la imagen

Paso [Fuente de imagen]

1. Cargue la imagen que desea analizar. Usted desea medir todas las
inclusiones no metalicas en esta imagen.

Generalmente las imagenes panoramicas se guardan en formato de archivo
VSI. El formato de archivo predeterminado para cargar imagenes es TIF. Sino
ve la imagen que desea analizar en el cuadro de dialogo [Abrir imagen],
seleccione el formato de archivo [Todo].

2. Haga clic en el botén [Contenido de inclusion] en la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales].

= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a
paso a traves de la medicion. Muchas de las otras funciones de
su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

3. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcion [Imagenes
seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto

funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de
documentos.
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@

Cuando selecciona la opcioén [Trayectoria de platina] y haya realizado todos
los ajustes necesarios para la trayectoria de platina y para el area de barrido,
esté disponible la siguiente opcion. En el paso [Resultados de imagen] puede
hacer clic en una inclusion en la ventana de imagen. A continuacion, su
platina del microscopio se desplazaréa a la posicion de la muestra
correspondiente. Ahora puede observar esta inclusion con mas detalle en el
MICroscopio.

4. Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’l.

5. Seleccione en la lista [Comprobar resultados y ajustes] la entrada
[Todas las imagenes].

6. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso - [Area de campos]

1. En el campo [Area de campos] decida si el area de campos debe
tener la forma de un rectangulo o de un poligono. Seleccione la
opcion [Rectangulo] para estas instrucciones paso a paso.
= De forma predeterminada, el area de campos es rectangular y

abarca la imagen completa.

2. Reduzca el area de campos arrastrando con el raton y coléquelo
en una posicion adecuada en la imagen (ver ilustraciones).

llustracion de la izquierda: En la ventana de imagen, sitle el puntero del raton sobre uno de los
puntos de seleccion. Cambiara la forma del puntero del ratdn (ver elipse roja). Desplace el punto
en la direccién deseada manteniendo pulsado el boton del ratéon.

llustracion central: Se ha reducido el &rea de campos. Los valores en el campo [Areal y [NUmero
de campos] se actualizardn automéaticamente.

llustracion de la derecha: Para desplazar el rea de campos, sitée el puntero del ratén sobre uno
de los puntos de seleccion otra vez. Cambiara la forma del puntero del ratéon (ver circulo rojo).
Desplace el &rea de campos a la posicion deseada manteniendo pulsado el boton del ratéon.
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3. Silo desea, modifique el color de linea que se utiliza para el area
de campos.
4. Haga clic en el boton [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Ajustes]

1. Defina en el campo [Metodo de evaluacion] el estandar segun el
cual debe analizarse. Para estas instrucciones paso a paso se utiliza
el estandar [EN 10247:2017 méetodo K].

2. Mueva el control deslizante [Todas las inclusiones] mas bien a la
posicion Alto (por ejemplo, al valor [200]). Observe como cambia
la imagen de la muestra. El & umbral es correcto si se detectan
completamente las inclusiones.

_— r

La figura muestra un valor umbral en el que se detectan todas las particulas.

3. Mueva el control deslizante [Inclusiones de oxido] més bien a la
posicion [Bajo] (por ejemplo, al valor [50]).
4. Haga clic en el boton [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Resultados de imagen]

1. Primero, observe los resultados en la imagen. Ahora, cada
inclusion detectada esta enmarcada en el color del tipo de
inclusion detectada.
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fl

- -

= Latabla con los resultados de medicion contiene la clasificacion
de las inclusiones halladas. El aspecto de esta clasificacion
depende de la norma segun la que se realiza el analisis.

= Si ha analizado varias imagenes de la misma muestra, puede
cambiar entre la indicacion de los resultados de la imagen actual
o de todas las imagenes de la muestra. Para ello, seleccione la
opcion [Imagen] o [Muestra], debajo de la tabla.

2. Ahora observe los resultados en la hoja [Resultados de inclusion].
La tabla con los resultados de medicion contiene la clasificacion de
las inclusiones halladas.

3. Seleccione el tipo deseado en el campo [Tipo de inclusion].
= Los resultados mostrados en la tabla se actualizan

inmediatamente.

4. Haga clic en una casilla de la columna [NUumero] para que en la
ventana de imagen se visualicen con un borde todas las inclusiones
que correspondan a este tipo de inclusion y que estén asignadas a
la clase de longitud seleccionada. Las clases de longitud estan en la
columna izquierda de la tabla [Resultados de inclusion].
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MNumber Total Length [pm] : =5 s

En la tabla se han seleccionado todas las inclusiones asignadas a la clase de longitud [89,0]. En
este ejemplo, esto se aplica a las inclusiones [34].

La figura de la derecha muestra la ventana de la imagen en la que aparecen estas 34 inclusiones
en negrita.

5. Seleccione la casilla [Mostrar todas las inclusiones del tipo
seleccionado] para que en la ventana de imagen se visualicen con
un borde todas las inclusiones del tipo actualmente seleccionado
en la ventana de imagen, independientemente de su longitud.

Q 2 i - -
L I LI IR R -..
i 7 - F . = -
L e (AR oy :‘
M 2t - - -
MNumber Total Length [am] e = ..,"_ N A 5 g
0 - 3 PRI T o
I e - ."’: T,
- . 3 .. '.?;: s . a
I.. L] :: . o A " - - .. .- ‘.--
- -. Lachier 7 3 - ..
e T o =
- - at .'-J 1
NPLN PPl I ST Sy AT =y
ey -l ___.
e
woal 4 M 4
- L.}

Sila casilla [Mostrar todas las inclusiones del tipo seleccionado] esta seleccionada, todas las
inclusiones del tipo actualmente seleccionado se visualicen con un borde en la ventana de
imagen, independientemente de su longitud. En este ejemplo, hay un total de [297] inclusiones
del tipo seleccionado actualmente (véase la elipse roja).
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6. Si desea ver los resultados exactos de la inclusion: Haga clic en el
boton [Mostrar resultados de inclusion] y mueva el puntero del
raton en la ventana de imagen sobre la inclusion deseada.

b Type o =

Length: 94.16 um

Aparecerd un pequefio tooltip con informacion detallada si mueve el puntero del ratén sobre una
inclusion.

= Se muestra informacion acerca de la inclusion seleccionada. La
informacion depende de la norma seleccionada. En general, se
indican el tipo, la longitud y la anchura medida y, en algunas
ditt normas, también el area. Si la longitud o la anchura de una
g enath inclusion supera el limite definido en el estandar, con algunos
estandares se indica adicionalmente la informacion
[sobredimensionado].

7. Sidesea corregir las inclusiones encontradas automaticamente,
utilice los botones de comando del grupo [Editar inclusiones].

8. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= |aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Type: Ah

Paso [Resultados]
1. Observe los resultados obtenidos en la hoja. Esta disponible la
siguiente informacion:
» Estdndar y método utilizado
= Nombre de la muestra
= Numero de imagenes
= Area total de campos

» resultados detallados de las muestras, ordenados por tipos de
inclusion
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2. Seleccione la casilla [Generar libro] si desea que se genere
automaticamente un documento del tipo [libro] una vez finalizado
el analisis.

3. Sidesea guardar la configuracion actual en un archivo, haga clic en
el botén [Guardar ajustes]. A continuacion, asigne un nombre
descriptivo en la siguiente ventana de didlogo.

» Puede cargar estos ajustes cuando analice mas imagenes. Para
ello, en el paso [Fuente de imagen] haga clic en el boton [Cargar
de archivo]. Se guardaran los comentarios de las muestras e
imagen vy la posicion de los controles deslizantes en el paso
[Ajustes]. También se guarda la informacion sobre el estandar
utilizado.

4. Haga clic en el boton [Finalizar].

= Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la sequnda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas de
calculo.

= | 3 ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio. Ahora puede volver a usar todas las
funciones de su software.

5. Guarde la imagen en el formato TIF o VSI.

6. Sial finalizar el anélisis ha creado un libro, puede guardarlo en
formato OWB.

12.5.1 Editar inclusiones

Su software ofrece dos procesos de analisis para detectar inclusiones
no metalicas en las pruebas de metal.

+ el analisis del contenido de inclusion
+ el anélisis de peor campo de inclusiones

Ambos analisis permiten editar manualmente las inclusiones que su
software ha encontrado automaticamente. En el paso de analisis
[Resultados de imagen] puede eliminar inclusiones, dividirlas,
fusionarlas o cambiar el tipo de inclusion.
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ejemplo, para cambiar los ajustes del control deslizante) se elimina su

@ Siha corregido las inclusiones manualmente y vuelve al paso [Ajustes] (por
validacion manual.

Fusionar inclusiones
1. Aumente la visualizacion de la imagen hasta que pueda ver
perfectamente las dos inclusiones que desea fusionar.
2. En el grupo [Editar inclusiones], haga clic en el boton [Fusionar
C_.-.g inclusiones].
= Cambiara la forma del puntero del raton. Se encuentra en modo
de edicion. Ahora no puede hacer otra cosa que fusionar
inclusiones.

3. Haga clic con el boton izquierdo del raton en las dos inclusiones.

= Siune dos inclusiones que pertenecen a dos tipos diferentes de
inclusion, se utiliza el tipo de inclusion de la primera inclusion
para la inclusion nueva. En este caso, tenga en cuenta el orden
en el que hace clic en ambas inclusiones.

= |as inclusiones se fusionan. Los resultados se actualizan.
4. Si'lo desea, puede fusionar mas inclusiones.

» Haga clic en el botdn derecho del ratdn para abandonar el
modo de edicion y adoptar los cambios.

e ——— ——

En este ejemplo deben unirse ambas inclusiones:

W

Como resultado, las dos inclusiones se han convertido en una sola.

Dividir inclusiones

1. Aumente el zoom de la imagen hasta que pueda ver
perfectamente la inclusion que desea dividir.
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2. En el grupo [Editar inclusiones], haga clic en el boton [Dividir
inclusiones].

= Cambiara la forma del puntero del raton. Se encuentra en modo
de edicion. Ahora no puede hacer otra cosa que dividir
inclusiones.

3. Haga clic una vez con el botén izquierdo del raton en cualquier
posicion de la linea del borde.

= Lalinea del borde de la inclusion y todas las particulas que
forman parte de esta inclusion se representan en negrita.

4. Para ello, haga clic con el boton izquierdo del ratén en la posicion
de la imagen en la que debe comenzar la linea de division. Define
de esa forma el punto de inicio de una linea.

5. Mueva el puntero del raton y arrastre la linea de division pasando
por el objeto.

6. Haga clic con el botdn izquierdo del raton para confirmar la
separacion.
= Se divide la inclusion.

7. Silo desea, puede dividir mas inclusiones.

8. Haga clic en el botén derecho del raton para abandonar el modo
de edicion y adoptar los cambios.

= | 0s resultados se actualizan.

Defina una linea de separacién en la imagen.

- 3
7 . b

Como resultado, una inclusion se ha convertido en dos inclusiones.
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Eliminar inclusion

1.

E 2 |

. Haga clic en las inclusiones que quiera eliminar.

Aumente la visualizacion de la imagen hasta que pueda ver

perfectamente la inclusién que desea eliminar. Mueva el puntero

del ratén sobre la ventana de imagen vy utilice la rueda del raton

por ejemplo.

En el grupo [Editar inclusiones], haga clic en el boton [Eliminar

inclusion].

= Cambiara la forma del puntero del raton. Se encuentra en modo
de edicion. Ahora no puede hacer otra cosa que eliminar
inclusiones.

= | as inclusiones se eliminan.

Haga clic en el boton derecho del ratéon para abandonar el modo
de edicion y adoptar los cambios.

= | os resultados se actualizan.

Cambiar tipo de inclusion

1.
! 2'

. Haga clic una vez con el boton izquierdo del raton en la inclusion a

Aumente el zoom de la imagen hasta que pueda ver
perfectamente la inclusion que desea modificar.

En el grupo [Editar inclusiones], haga clic en el boton [Cambiar tipo

de inclusion].

= Se encuentra en modo de edicion. Ahora no puede hacer otra
cosa que asignar otros tipos de inclusion. En este modo no es
posible con su software realizar otros trabajos.

la que desea asignar otro tipo de inclusion.

= Se abrira un menu. Muestra todos los tipos de inclusion que
contiene la norma seleccionada en este momento. El tipo de
inclusion asignado en este momento esta marcado.

Seleccione el tipo de inclusion deseado.

» El nuevo tipo de inclusion se asigna. En la imagen la inclusion
esta representada con una linea del borde de otro color ahora.

Si'lo desea, cambie mas tipos de inclusiones.

. Haga clic en el boton derecho del raton para abandonar el modo

de edicion y adoptar los cambios.
» Los resultados se actualizan.
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1

o M| m

La ilustracidon muestra un menu con diversos tipos de inclusion. Segun el estandar seleccionado, el
menU puede contener otras entradas. Las opciones de software proporcionan una serie de ajustes
para estos dos procesos de andlisis.
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12.6 Opciones de software

Abrir el cuadro de
didlogo

Las opciones de software proporcionan una serie de ajustes para estos
dos procesos de analisis. La mayoria de los ajustes son idénticos para
ambos procesos de analisis. Si un ajuste solo es relevante para uno de
los dos procesos de anélisis, se indica en una nota.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [Mayus + F8]. Seleccione la entrada
[Soluciones de materiales] > [Peor campo de inclusiones] en la
estructura de arbol o, alternativamente, la entrada [Contenido de
inclusion].

@

Ese comando no esta disponible durante un proceso de analisis en ejecucion.

[Tamafio minimo
de objeto]

[Relacion de
aspecto minima
para tipos
ovalados]

Definir las informaciones de la muestra

Establezca como se deben llamar los dos campos superiores que se
indican en el paso [Informacion de la muestra]. Para ello introduzca los
nombres deseados en los campos [Nombre de referencia de la
muestra] y [Nombre de grupo de muestras]. El nombre otorgado a los
campos también se utilizara en los libros que se puede generar al final
de un analisis.

Ajustes predeterminados para el proceso de analisis

Defina en el campo [Tamafio minimo de objeto] el tamafio minimo que
debe tener un objeto para tenerse en cuenta en el analisis. El tamafio
se indica en pixeles. Todas los objetos que no alcanzan el valor
indicado aqui, se ignoran durante el analisis. Este ajuste permite excluir
del analisis los artefactos de la imagen y los puntos pequefios, lo que
agiliza el analisis.

En este campo, introduzca la relacion de aspecto minima que deben
tener las inclusiones alargadas para ser clasificadas como tales. Es la
relacion entre la longitud y la anchura. Muchos estandares
recomiendan un valor de 2 o 3. No cambie el valor predeterminado en
este campo a menos que sea necesario.

Por ejemplo, un valor de 2 en este campo significa que un objeto debe
ser dos veces mas largo que ancho para ser clasificado como una
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inclusion alargada. La longitud se mide siempre en funcién del sentido
de laminacion de la chapa.

@

Los ajustes definidos en el campo [Relacion de aspecto minima para tipos
ovalados] solo son relevantes si realiza un analisis de peor campo de
inclusiones con el estadndar [DIN 50602] o [UNI 3244].

[Mostrar particulas
ignoradas]

[Gestion de tipos
no especificados]

[Version de la

Seleccione la casilla [Mostrar particulas ignoradas], si desea que las
particulas que no se incluyen en el analisis también deben mostrarse.
Las particulas se ignoran si no cumplen los requisitos definidos en los
campos [Tamafio minimo de objeto] y [Relacion de aspecto minima
para tipos ovalados]. Estas particulas se muestran en la imagen con una
linea amarilla.

Seleccione aqui cémo tratar los tipos de inclusidon que no se especifican
en el estandar utilizado. Este caso puede darse, por ejemplo, si el
analisis se realiza segun una norma que no considera todos los tipos de
inclusiones posibles.

Si selecciona la opcion [Omitir], los tipos de inclusion no especificados
se ignoraran en el analisis.

Si selecciona la opcion [Buscar tipo por color], los tipos de inclusion no
especificados se determinaran en funcion de su color.

Si selecciona la opcion [Buscar tipo por forma], los tipos de inclusion no
especificados se determinaran en funcion de su forma.

Si se realiza un analisis de peor campo de inclusiones segun la norma

EN 10247, se utilizara por defecto la version de 2017. Si desea realizar el
analisis de peor campo de inclusiones segun la norma EN 10247 en la

version de 2007, puede seleccionar esta version en el campo [Version

de la norma]. En el paso [Ajustes], el contenido del campo [Método de
evaluacion] se actualiza en consecuencia.

El ajuste en el campo [Version de la norma] solo es relevante si realiza un
anélisis de peor campo de inclusiones con el estandar [EN 10247].

normalj

[Nivel de
gravedad ASTM E
45-18]

Especifique aquf el nimero de niveles de gravedad en que deben
dividirse las inclusiones detectadas. La norma define posibles niveles de
gravedad de 0,5 a 5. Con un valor de [0,5], solo se dispone de 1 clase
para la clasificacion del tamafio. Con un valor de [5], se dispone de un
total de 10 clases para la clasificacion del tamafio.
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@

El ajuste realizado aqui se refiere directamente a la norma ASTM E 45-18. Si
utiliza otra norma para el anélisis del contenido de la inclusion, esta
configuracion no es relevante para usted.

[Separacion de
tipo de inclusion
EN 10247]

[Mostrar
resultados de
inclusion en el
libro]

La ilustracion muestra el posible aspecto de la tabla [Numero de campos], que se muestra en el
paso [Resultados de imagen].

En el ejemplo de la izquierda, el valor [3] esta definido en el campo [Nivel de gravedad ASTM E
45-18] en las opciones de software. Por lo tanto, hay 6 clases disponibles para la clasificacion por
tamarios.

En el ejemplo de la derecha, el valor [1] esté definido en el campo [Nivel de gravedad ASTM E 45-
18] en las opciones de software. Por lo tanto, solo se dispone de 2 clases para la clasificacion por
tamarios.

Seleccione la opcién segun la cual deben diferenciarse los tipos de
inclusion. Las opciones proporcionadas se refieren directamente a la
norma EN10247 utilizada en Europa para el analisis de las inclusiones
no metalicas.

Esta casilla se refiere a cdmo se presentan los resultados en el libro.
Establezca en el paso [Resultados] si se debe crear un libro. Un libro
puede contener varias hojas de calculo.

Si no genera libros y, por ejemplo, solo tiene informes generados al
final de una evaluacion, las explicaciones siguientes no son relevantes
para usted.

La casilla [Mostrar resultados de inclusion en el libro] establece si,
ademas de los resultados generales, los resultados individuales de cada
inclusion detectada deben figurar en el libro o no. Los datos incluidos
en el libro dependen del estandar utilizado.
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Si esta casilla no esta seleccionada, el libro contiene solo la mayor
inclusion detectada para cada clase.

Si se ha marcado la casilla [Mostrar resultados de inclusion en el libro]
cada libro contiene mas hojas con los resultados individuales de cada
inclusion detectada.

Las opciones [Una hoja por imagen] y [Una hoja por muestra]
establecen codmo estan estructuradas las hojas adicionales que
contienen los resultados individuales. Entonces, podra ver la misma
informacion en ambas opciones, solo que dispuestas de forma
diferente.

Seleccione la opcién [Una hoja por imagen] para que los resultados
individuales de cada imagen analizada se visualicen en una hoja
separada.

Seleccione la opcion [Una hoja por muestra), para que los resultados
individuales de todas las imagenes analizadas de la misma muestra se
visualicen en una hoja conjunta.

Nota: Puede definir algunos ajustes generales para el aspecto de los
libros. Para ello, utilice el cuadro de dialogo [Opciones] > [Libro] >
[Formato].
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13 [Porosidad]

131

Condicion previa

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW

Informacion general

;Qué es una medicion de la porosidad?

Con la medicion de porosidad se puede medir la fraccion de area
porcentual de los poros en las muestras, asi como el niumero y la
densidad de los poros. Si se calcula adicionalmente el tamafio de los
poros, se pueden mostrar en un color todos los poros que superan el
tamafio de poros maximo. A parte de ello, en este caso se puede
mostrar con un color el poro mas grande.

Las muestras suelen ser cortes metalograficos que se han preparado de
forma dptima para la medicion de porosidad. La porosidad medida de
la muestra se refiere solo a la capa de corte. Por ello, es posible que
difiera la porosidad en otros puntos de la muestra que estén por
debajo o por encima de la capa de corte.

» Elrequisito para una medicion de porosidad es que los poros se
distingan del resto de la prueba, p. €. porgue son mas oscuros.
Con ello, los poros tienen otro valor de intensidad en la imagen
que el resto de la muestra, lo que hace posible un analisis
automatico de la imagen. Para el anélisis de imagen se definen
fases, que incluyen un rango determinado de valores de

intensidad.
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Medicién de porosidad en una imagen. En este paso de andlisis, todos los pixeles que estan den-
tro del rango de intensidad definido estan representados en color. En el ejemplo mostrado, se ha
seleccionado el color rojo para la fase.
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Seleccién de un estandar

Si lo desea, puede usarse una de las siguientes normas para la
medicion de la porosidad:

* VW 50093/P 6093:2012
» VDG P 201-2002
+ VDG P 202-2010
* VDG P 211-2010

Editar manualmente el valor de porosidad de la imagen

Puede editar manualmente el resultado del analisis de imagen
automatico. Esto se realiza de forma interactiva en la imagen, aunque
esta no se modifica, sino solo la capa de medicion de la imagen. Puede
eliminar manualmente areas de imagen que se han detectado como
poros (en el analisis de imagen se habla de objetos detectados). Esto
puede ser necesario si, por ejemplo, se han detectado como poros
artefactos de imagen porque tienen un valor de intensidad similar a los
poros. Al eliminar manualmente estos objetos, los artefactos se
excluyen del analisis.

Ademas, se pueden agregar otras areas de imagen que no se han
detectado como poros, aungue lo son. Agregando y eliminando
manualmente objetos modifica siempre el valor de porosidad
porcentual de la imagen.

Medir en areas de interés

Puede seleccionar si desea medir la imagen completa o si la medicion
solo se debe realizar en un area de imagen determinada, conocida
como area de interés (ROI, Region Of Interest). Tambien puede definir
varias areas de interés.

En la imagen se mide la porosidad en un area de interés. El area de interés abarca la forma del
objeto.
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Resultado de una medicion de la porosidad

Los resultados de un analisis se pueden visualizar en un libro. Ademas,
los resultados pueden visualizarse en un informe en formato Microsoft
Word. Los resultados de una medicion de la porosidad se guardaran
junto con laimagen, si la guarda en formato TIF o VSI. Esta informacion
se guarda en una capa de imagen separada para no sobrescribir
ninguna informacion de imagen.

Procedimiento general para la medicion de la porosidad

1 Seleccionar el Haga clic en el boton [Porosidad] en la ventana de herramientas [Soluciones
proceso de analisis de materiales].

2 [Fuente de En el paso [Fuente de imagen] seleccione las imagenes que desee medir.
imagen] Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Seleccionar la

fuente de imagen (pagina 62).

3 [Ajustes] Defina los parametros del tamafio de poro y de porosidad. Si lo desea,
seleccione una norma.

4 [Valores objetivo]  Silo desea, cambie los valores objetivos predefinidos. Este paso de andlisis es
opcional.

5 [Areas de interés] Defina las &reas de interés o mida la porosidad en toda la prueba.

6 [Umbral] Defina el rango de intensidad de los poros. Puede definir mas rangos de
intensidad.

7 [Resultados de Compruebe los resultados de imagen. En caso necesario: Borre los poros o
imagen] agregue poros NUevos.

[Resultados] Documente los resultados y genere un informe o un libro.
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13.2 Ajustes
13.21  Paso [Ajustes]

. -

@_

I
¢

1 [Estandar] Elija si desea utilizar un estandar para la medicion de la porosidad. En este
campo esta seleccionada por defecto la entrada [Ninguno]. Es decir, no se
utiliza ningun estandar.

Si se selecciona una norma, se modifican algunos campos en la ventana de
herramientas. Las casillas [Acumulaciones de poros] y [Nidos de poros] solo
se muestran, por ejemplo, cuando ha seleccionado un estandar.
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2 [Pardmetro de En el campo [Parametro de tamafio de los poros] seleccione cémo se calcula
tamario de los el tamafio del poro.
poros] Seleccione el ajuste [Max. (Feret)] para utilizar la distancia méaxima de
tangentes paralelas en lados de poros contrapuestos.
/. + Seleccione el ajuste [Diametro del circulo equivalente] para utilizar el
/ didmetro de un circulo que tiene la misma area que el poro.
Si es necesario, haga clic en el botéon que muestra la unidad de medida y
seleccione la unidad con la que debe indicarse el tamafio de los poros.
3 [Poros En el campo [Limite inferior] introduzca el tamafio que debe tener un objeto
descartados] como minimo para tenerse en cuenta en el calculo del nimero de poros. En

el campo [Limite superior] introduzca el tamafio que debe tener un objeto
como maximo para tenerse en cuenta en el célculo del nimero de poros.
Nota: Los poros que no tenidos en cuenta se muestran en el paso [Resultados
de imagen] como no detectados. Es decir, no aparecen enmarcados en color.

Ejemplo de representacion de poros no tenidos en cuenta en el paso [Resultados de imagen].
Los poros que no se enmarcan en color superan el valor establecido en el campo [Limite supe-
rior].

4 [Parametros de
porosidad]

4 [Porosidad] Si esta casilla esta seleccionada, se determina la porosidad. El algoritmo que
se ha de utilizar para ello depende de la norma seleccionada y de los ajustes
en los pasos [Ajustes] y [Valores objetivo]. La porosidad se indica en tanto por
ciento.

4 [Tamafio de los  Siesta casilla esta seleccionada, se determina el tamafio de los poros. Los
poros] poros que superen el tamafio maximo admisible se representan en el paso
[Resultados de imagen] de forma predeterminada con un recuadro de color.
El tamafio maximo admisible para los poros se define en la norma utilizada.
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[NUmero de
poros}

Si esta casilla esté seleccionada, se determina el nimero de poros. Si usted ha
definido areas de interés, Unicamente se determinara el nimero de poros
que se encuentran dentro de las areas de interés.

[Distancia de
poros adyacentes}

Si esta casilla esté seleccionada, se ve la distancia que guardan entre si dos
poros adyacentes. Los poros que no guardan el factor de distancia minimo
no se tienen en cuenta.

[Acumulaciones
de poros] >
[Factor de
distancia]

Si esta casilla esta seleccionada, el software busca acumulaciones de poros.
Se da una acumulacion de poros cuando la distancia entre dos poros es
inferior al didmetro del poro mas pequefio (con el valor 1en el campo [Factor
de distancia]).

[Nidos de poros]
> [Tamafo de los
pOros max.
permitido]

Si esta casilla esté seleccionada, el software busca nidos de poros. Se trata de
aglomeraciones de poros cuya superficie es todavia mayor que las
acumulaciones de poros. Los nidos de poros solo se determinan si el valor es
superior a 0 en el campo [Tamafio de los poros max. permitido].

[Densidad de
poros] > [Unidad]

Si esta casilla esta activada, su software calcula con qué densidad estan los
objetos dentro del area definida. Si es necesario, modifique en el campo
[Unidad] la unidad que se utiliza para la representacion de la densidad de
poros en el resultado. La unidad es siempre una medida de superficie (por
gjemplo, 1Tmm? o 1um?). La densidad de muestra seleccionada en el campo
[Unidad] debe ser adecuada a la unidad en la que esta calibrada la imagen
que usted va a analizar.

[Definir valores
objetivo]

El paso [Valores objetivo] es opcional. Seleccione la casilla [Definir valores
objetivo], si quiere ver o modificar los ajustes predeterminados o si quiere ver
el campo [Clave objetivo].
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13.2.2  Paso [Valores objetivo]

Condicion previa

» Este paso solo se muestra si se ha seleccionado la casilla [Definir
valores objetivo] en el paso [Ajustes].

En este paso puede ver y modificar los valores preconfigurados para
los parametros seleccionados en el paso [Ajustes].

1 [Porosidad
permitida]

Este paso solo se muestra si se ha seleccionado la casilla [Porosidad] en el
paso [Ajustes]. Puede ver y modificar el valor preconfigurado aqui. La
porosidad se indica en tanto por ciento.

2 [Tamafio max. de
poro permisible]

Este paso solo se muestra si se ha seleccionado la casilla [Tamafio de los
poros] en el paso [Ajustes]. Puede ver y modificar el valor preconfigurado
aqui.

3 [NUmero de poros
permitidos]

Este paso solo se muestra si se ha seleccionado la casilla [NUmero de poros]
en el paso [Ajustes]. Puede ver y modificar el valor preconfigurado aqui.

4 [Factor de
distancia
permitida]

Este paso solo se muestra si se ha seleccionado la casilla [Distancia de poros
adyacentes] en el paso [Ajustes]. Puede ver y modificar el valor preconfi-
gurado aqui.

5 [Acumulaciones
de poros]

Este paso solo se muestra si se ha seleccionado la casilla [Acumulaciones de
poros] en el paso [Ajustes]. Puede ver y modificar el valor preconfigurado
aqui.

6 [Nidos de poros]

Este paso solo se muestra si se ha seleccionado la casilla [Nidos de poros] en
el paso [Ajustes]. Puede ver y modificar el valor preconfigurado aqui.
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7 [Densidad de
poros permisible]

Este paso solo se muestra si se ha seleccionado la casilla [Densidad de poros
permisible] en el paso [Ajustes]. Puede ver y modificar el valor preconfi-
gurado aqui.

8 [Clave objetivo]

El campo [Clave objetivo] solo se muestra si se ha seleccionado un estandar
para la medicion de la porosidad.

La clave objetivo muestra los valores predefinidos en un modo de escritura
que esta definido en la norma definida. Algunos valores en la clave objetivo
se redondean hacia arriba o hacia abajo. La unidad utilizada es siempre la
unidad seleccionada en el paso de evaluacion [Ajustes]. La unidad no aparece
en la clave objetivo. Cuantos méas parametros se analicen para la porosidad,
mayor seréa la clave objetivo.

Ejemplo: La clave objetivo [VDG P202-%10/@1] significa: Se ha utilizado el
estandar [VDG P202]. La porosidad permitida es del 10 % (el modo de
escribirlo es [%10]). El tamafio de poro maximo permitido es 1 mm (el modo
de escribirlo es [@1]).

Nota: Al final de la medicién, en el paso de anélisis [Resultados de imagen] se
muestra el campo [Clave de porosidad]. La clave de porosidad muestra los
resultados de la medicion. Algunos valores en la clave de porosidad se
redondean hacia arriba o hacia abajo. Ya que el modo de escribir la clave de
porosidad es idéntico al modo de escribir la clave objetivo, los resultados de
medicion requeridos se pueden comparar rapidamente con los resultados de
medicion logrados. Al igual que los demas resultados de medicion, la clave
objetivo se guarda junto con la imagen cuando esta se guarda en el formato
TIF o VSI.
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13.2.3  Paso [Areas de interés]

En este paso, se define si se quiere medir toda la imagen o si la
medicion debe realizarse solo en areas de imagen definidas (ROI, area
de interés). Si desea medir la imagen completa, haga clic directamente
en el botén [Siguiente] sin definir ninguna area de interés.

1 [Areas de interés]

Utilice uno de los botones de la barra de herramientas en la parte superior de
la ventana de herramientas para definir un area de la imagen como una ROI
(area de interés). El software realizara entonces la medicion de la porosidad

solo en las superficies marcadas como areas de interés, ignorando todas las

demas areas de la muestra.

1 s Haga clic en el boton [Cargar areas de interés]. Se abrira el cuadro de didlogo
L para cargar los conjuntos de parametros. Seleccione el conjunto de

parametros con las areas de interés deseadas de la lista y luego haga clic en
el boton [Cargar].
Las areas de interés guardadas se cargaran en la imagen activa. Ahora aun
puede ajustar la posicion y el tamafio de las areas de interés cargadas a la
imagen activa.

1 .;__ Haga clic en el boton [Guardar areas de interés]. Se abrira el cuadro de

dialogo para guardar los conjuntos de parametros. Introduzca un nombre
significativo.

Utilice el botén [Crear ROI rectangulares] para definir un &rea de imagen
rectangular como é&rea de interés. Después de hacer clic en el botén, defina el
rectangulo en la imagen. Mueva el puntero del raton sobre un marcador para
cambiar el tamafio y la posicion del rectangulo.
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Utilice el boton [Crear ROI rectangulares giradas] para definir un area de
imagen rectangular como area de interés. Después de hacer clic en el boton,
defina el rectangulo en la imagen. Defina el primer lado del rectangulo
haciendo dable clic con el ratén. A continuacion, arrastre el rectangulo hasta
la altura deseada. Haga clic una vez para terminar la definicién. Mueva el
puntero del ratdn sobre un marcador para cambiar el tamafio y la posicion
del rectangulo.

Utilice el boton [Crear ROl cuadradas] para definir un area de imagen
cuadrada como é&rea de interés. Después de hacer clic en el botdn, defina el
cuadrado en la imagen. Mueva el puntero del ratén sobre un marcador para
cambiar el tamafio y la posicion del cuadrado.

Utilice el botdn [Crear ROl cuadradas giradas] para definir un area de imagen
cuadrada como é&rea de interés. Después de hacer clic en el botdn, defina el
cuadrado en la imagen. Defina el primer lado del cuadrado haciendo doble
clic con el ratén. Haga clic una vez para terminar la definicion. Mueva el
puntero del ratdn sobre un marcador para cambiar el tamafio y la posicion
del cuadrado.

Utilice el botédn [Crear ROI circulares] para definir un area de imagen circular
como é4rea de interés. Después de hacer clic en el botédn, defina el circulo en
la imagen haciendo clic tres veces con el ratén.

Utilice el botén [Crear ROI triangulares] para definir un area de imagen
triangular como éarea de interés. Después de hacer clic en el botdn, defina el
triangulo en la imagen haciendo clic tres veces con el raton. El triangulo es
siempre un triangulo rectangulo.

Utilice el botén [Crear ROI poligonales] para definir un area de imagen de
forma arbitraria como éarea de interés. Después de hacer clic en el botén,
defina los vértices de un poligono de forma arbitraria en la imagen haciendo
clic varias veces con el raton.

Para el Ultimo vértice, haga clic con el botdon derecho del ratén en lugar del
izquierdo.

Utilice el botén [Crear ROI de varita méagica] para definir un area de interés
basada en los pixeles que tienen un mismo valor de color o bien uno similar.
Después de hacer clic en el botodn, haga clic en la imagen en un punto del
objeto para el que desea crear un area de interés. El area de interés se
muestra ahora en la imagen. Puede modificar el tamafio y forma del &rea de
interés modificando los parametros del grupo [Propiedades de la varita
mé&gica] en la parte inferior de la ventana de herramientas.

Si desea eliminar un area de interés, seleccidnela en la tabla de la ventana de
herramientas y haga clic en el boton [Eliminar ROI seleccionada actualmente].
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2 Tablaconéareasde
interés definidas

La tabla de la ventana de herramientas enumera todas las areas de interés
que estan definidas en la imagen actual. Puede cambiar el nombre vy el color
del contorno de un area de interés en la tabla.

3 [Usar para
imagenes
siguientes]

Marque esta casilla si desea utilizar las mismas areas de interés en todas las
imagenes que estan seleccionadas en el procedimiento de evaluacion actual.
Nota: Su definicion de area de interés solo se aplica al método de anélisis
actual. Si‘inicia un método de analisis nuevo, debe definir nuevas areas de
interés. Si desea usar las mismas areas de interés para varios metodos de
analisis, guardelas y vuelva a cargarlas mas adelante.

4 [Propiedades de
rectangulo]

El grupo [Propiedades de rectangulo] solo se muestra si se selecciona uno de
los dos botones para crear un area de interés rectangular o si se selecciona
un area de interés rectangular en la imagen.

4 [Propiedades de
cuadrado]

El grupo [Propiedades de cuadrado] solo se muestra si se selecciona uno de
los dos botones para crear un area de interés cuadrada o si se selecciona un
area de interés cuadrada en la imagen.

4 [Usar tamafio
discreto], [Paso]

Seleccione esta casilla para crear areas de interés rectangulares o cuadrados,
todas las cuales tienen un tamafio que ha definido (o un multiplo de él).

En el campo [Paso] introduzca los pasos en los que puede cambiar el tamafio
del &rea de interés.

Ejemplo: Si ha seleccionado el valor [100 y la unidad [um] en el campo [Paso],
esto significa que cada éarea de interés rectangular que defina a partir de
ahora tendra una longitud y una anchura que pueden dividirse por el valor
100. Por ejemplo, ahora puede dibujar dos areas de interés rectangulares que
tengan el tamafio de 100 x 100 um y otros dos rectangulos que tengan el
tamafio de 200 x 200 pm.

5 [Propiedadesdela
varita magica]

En la tabla, seleccione un area de interés creada con una varita magica. El
grupo [Propiedades de la varita magica] apareceréa en la parte inferior de la
ventana de herramientas,
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5 [Tolerancia]

Utilice el control deslizante [Tolerancia] para aumentar o disminuir el area de
interés encontrada.

Si utiliza la varita magica, seleccione en la imagen un valor de color tipico. El
valor del campo [Tolerancia] se suma vy se resta del valor de intensidad del
pixel seleccionado. Esto determina un rango de intensidad que define la fase.
Cuando se utiliza la varita magica para definir un objeto en una imagen, una
pequefia cruz marca el punto seleccionado en el objeto. Al mismo tiempo,
también aparece un pequefio cuadrado en la imagen. La distancia entre el
cuadrado y la cruz es una medida del tamafio del valor de la tolerancia.
Puede cambiar la tolerancia directamente en la imagen con el ratén. Para
ello, seleccione el objeto de medicidn y mueva el pequefio cuadrado
manteniendo pulsado el botdn izquierdo del ratén. Puede observar en la
imagen como afectan los ajustes modificados a la imagen.

5 [Suavidad]

Puede suavizar la imagen antes de aplicar la varita méagica. Esto suprime los
errores de imagen en la definicién y hace que el objeto sea méas redondo, por
ejemplo. Cuanto mayor sea el valor del campo [Suavidad], mayor sera el
efecto del suavizado.

5 [Espacio de
colores]

Los cuatro botones del grupo [Espacio de colores] son opciones que

permiten especificar el espacio de color en el que se define la tolerancia. Los
botones solo son relevantes para las imagenes de color verdadero de 24 bits.
Seleccione una de las siguientes opciones [Intensidad], [RGB], [HSV] y [Color].
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13.2.4 Paso [Umbral]

Las fases de una imagen deben estar definidas para el software, de
modo que este pueda reconocerlas. Todos los pixeles que se
encuentran dentro de un determinado rango de intensidad pertenecen
a una fase. El rango de intensidad se limita mediante un valor de
intensidad superior y uno inferior. Son conocidos como umbrales.

En este paso de analisis se pueden modificar los umbrales. También
puede crear otra fase.

150 200

1 [Componente] Si realiza la medicion de porosidad en una imagen de color, puede
seleccionar en la lista Componente si el umbral debe quedar determinado
por el valor de intensidad o por la extraccion roja, verde o azul.

1 Haga clic en el botdn [Calculo automatico del umbral] para calcular los
umbrales automaticamente. Puede editar manualmente los umbrales si es
necesario. Se abre el cuadro de dialogo [Calculo automatico del umbral].
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Haga clic en el boton [Afiadir fase] para afiadir un fase.

El rango de intensidad de la fase se calcula automaticamente. Una nueva fase
siempre sigue directamente a una fase existente. El umbral izquierdo de la
nueva fase corresponde siempre al umbral derecho de la fase existente
cuando se inserta.

Sitodo el rango de intensidad de la imagen ya esta asignado a una fase, no
podra afiadir una nueva fase.

2 B Seleccione la fase que desea eliminar en la tabla. A continuacion, haga clic en
ra , . L . p:
: el boton Eliminar fase para eliminar la fase seleccionada. Solo cuando estan
definidas al menos dos fases es posible eliminar una fase.
2 Nota: Si desea definir umbrales para varias fases, debe empezar definiendo el

umbral de la fase mas oscura. A continuacion, define los umbrales de la
siguiente fase y asf sucesivamente.

Haga clic en el botdn [Nuevo umbral] para definir el umbral directamente en
la imagen. Esto restablece los umbrales existentes para la fase seleccionada.
Tan pronto mueve el puntero del ratén en la imagen, este cambia su forma a
una pipeta. Haga clic en un pixel o un area de imagen cuyo valor de
intensidad sirva como valor de salida para el rango del umbral. Todos los
pixeles que tienen el mismo valor de intensidad se tifien en la imagen y se
representan en el histograma. Haga clic en los pixeles o los rangos del umbral
relevantes hasta que todas las estructuras deseadas de la imagen sean parte
integrante de la fase.

Haga clic en el boton [Agregar umbral] para seleccionar otros pixeles que
deben formar parte del rango del umbral. Las areas de imagen se
representan tefiidas en el histograma. El rango del umbral actual se amplia de
forma que contiene los valores de intensidad de todos los pixeles seleccio-
nados.

2 y, Haga clic en el botén [Reducir umbral] para seleccionar pixeles que no deben
: formar parte del rango del umbral. El rango del umbral se reduce de forma
que ya no contiene los valores de intensidad de los pixeles seleccionados.
2 = Haga clic en el boton [Deshacer pipeta] para deshacer paso a paso las

Ultimas modificaciones de los umbrales.
Haga clic en el boton [Rehacer pipeta] para restablecer paso a paso las
Ultimas modificaciones hechas.
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3 Tabla con fases
definidas

La tabla de la ventana de herramientas enumera todas las fases que estan
definidas en la imagen actual. Puede cambiar el nombre y el color de las
fases en la tabla.

Haga doble clic en el campo de la columna [Nombre de la fase] para
introducir un nombre.

Haga doble clic en el campo de la columna [Color] para seleccionar el color.
La fase se representa en la ventana de imagen y el histograma con el color
asignado.

4 Histograma

El histograma muestra la distribucion de intensidad de la imagen activa.

El rango de intensidad que se ha definido para la fase se muestra como
diapositiva de color en el histograma. Los bordes de la diapositiva se pueden
desplazar en el histograma.

Para ello, mueva el puntero del raton al borde de la diapositiva. Si tiene mas
de una fase, debe estar seleccionada en la tabla la fase que desea modificar.
Cuando cambia el puntero del raton, haga clic con el botén izquierdo del
raton y tire del borde de la diapositiva en la direccion deseada. En la tabla, los
umbrales cambian en consecuencia. En la imagen se muestran ahora mas o
menos pixeles en el color de la fase.

Cuadro de didlogo [Calculo automatico del umbral]

En el grupo [Fases] introduzca el nimero de fases a calcular en el
campo [Recuento].

En el grupo [Fondo] se define si se deben evaluar las estructuras
brillantes de la imagen, las oscuras o toda la imagen para el analisis
automatico. En este contexto, el término [Fondo] se refiere a todas las
estructuras de la imagen gue no se encuentran dentro de los umbrales.

Seleccione la opcion [Oscuro] si las estructuras oscuras de la imagen se
van a utilizar como fondo. En este caso, las estructuras brillantes de la
imagen se definen como fases y se evallan en el anélisis automatico.
Seleccione la opcion [Brillante] si las estructuras brillantes de la imagen
se van a utilizar como fondo.

Seleccione la opcion [Automatico] si la asignacion de las estructuras de
imagen a las fases y al fondo debe realizarse automaticamente. Para
ello, el software evalla el histograma de la imagen. Tenga en cuenta
que el numero de fases definidas no se ajusta automaticamente. Para
que las estructuras de la imagen se asignen correctamente a una fase,
el nimero de fases definidas debe coincidir.
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Seleccione la opcion [Ninguno] cuando no quiera que ninguna zona de
la imagen sea el fondo. En este caso, el analisis automatico mide la
imagen completa.

13.2.5 Paso [Resultados de imagen]

En este paso de evaluacion puede ver los resultados de la imagen
actual o de la muestra actual. Si es necesario, también puede afiadir o
eliminar manualmente objetos para determinar el valor porcentual de
porosidad.

%

1 [Resultados del
area de interés]

En este campo puede ver los valores calculados para cada area de interés.
Los valores calculados dependen del estandar seleccionado y de los ajustes
que realice en los pasos [Ajustes] y [Valores objetivo]. Si no ha definido
ningun area de intereés, esta lista estara vacia.

2 [Resultados de

imagen],

[Resultados de la

muestra]

Aqui puede ver el resultado de la imagen actual o la suma de los resultados
de todas las imagenes evaluadas hasta el momento para la muestra actual.

[Mostrar area
(porosidad mas

alta)]

Roi 2

Esta casilla solo se muestra si se han definido al menos dos areas de interés.
Seleccione esta casilla para mostrar en negrita el borde del &rea de interés en
la que se determind la mayor porosidad. Esta opcidn es Util si ha definido
varias areas de interés y quiere ver rapidamente en qué area de interés se
determind la mayor porosidad.
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[Mostrar poros]

o
_"‘.n'.

Seleccione esta casilla para mostrar los poros detectados en rojo en la
superposicion.

[Mostrar poro més
grande]

Seleccione esta casilla para mostrar el mayor poro detectado en color en la

superposicion. Por defecto esta seleccionado en las opciones de software el
color azul para la representacion. El poro mas grande detectado se busca en
toda la imagen o en todas las areas de interés definidas.

[Mostrar poros
que superan el
tamafio de poro
max. admisible]

Seleccione esta casilla para mostrar en color en la superposicion los poros
que superen el tamafio de poro maximo permitido. Por defecto esta
seleccionado en las opciones de software el color verde para la represen-
tacion.

[Mostrar
acumulaciones de
POros]

®

Seleccione esta casilla para mostrar un borde alrededor de todos los poros
que forman una acumulacién de poros. Por defecto esta seleccionado en las
opciones de software el color verde para la representacion. El software solo
busca acumulaciones de poros si ha seleccionado un estandar en el paso
[Ajustes]. Los valores utilizados para definir una acumulacion de poros los
adopta su software del estandar utilizado. El hecho de que su software
detecte 0 no acumulaciones de poros en sus muestras depende de la
muestra y de los ajustes que realice en los pasos [Ajustes] y [Valores objetivo].

[Mostrar nidos de
pOros]

Seleccione esta casilla para mostrar un borde alrededor de todos los poros
que forman un nido de poros. Por defecto esté seleccionado en las opciones
de software el color verde para la representacion. El software solo buscaré
nidos de poros si ha seleccionado un estandar en el paso [Ajustes]. El hecho
de que su software detecte 0 no nidos de poros en sus muestras depende de
la muestra y de los ajustes que realice en los pasos [Ajustes] y [Valores
objetivo]. Dado que los nidos de poros son acumulaciones de poros especial-
mente grandes, solo se pueden encontrar si ya se han encontrado
acumulaciones de poros.
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3 Corregir los
resultados
manualmente

Si es necesario, modifique manualmente qué area de imagen utiliza el
software para el calculo de la fraccion de area porcentual de la fase.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si se eliminan o afiaden objetos de una fase, se
madifica el area porcentual de la misma. En los resultados de imagen, el valor
[Fraccion] se actualiza inmediatamente.

Nota: Si ha eliminado o afiadido objetos manualmente y vuelve a un paso de
evaluacion anterior (por ejemplo, para cambiar el tamafio minimo o maximo
del objeto), esto borra sus correcciones manuales. Si es necesario, deberé
volver a eliminar o afiadir objetos en el paso de evaluacion [Resultados de
imagen].

Agregue objetos haciendo clic primero en este boton. Dibuje después un
poligono libre alzada alrededor del objeto que debe agregarse.

Finalice la definicién del poligono con el botén derecho del ratén. Si utiliza
varias fases, utilice el menu contextual para seleccionar a qué fase debe
pertenecer el objeto afiadido. El poligono afiadido se muestra en el color de
la fase. El drea porcentual que se muestra se incrementa.

Borre objetos haciendo primero clic en la imagen en el objeto que desea
eliminar y después en el boton [Eliminar objetos seleccionados]. El area
porcentual de la fase correspondiente se reduce.

Puede eliminar varios objetos de una vez manteniendo pulsada la tecla [Ctrl]
a la vez que hace clic en los objetos Para excluir un area completa para
determinar el porcentaje de area de una fase, dibuje un rectangulo en la
imagen. Todos los objetos dentro del rectangulo estan ahora sombreados.
Haga clic en el boton [Eliminar objetos seleccionados] para eliminar todos los
objetos seleccionados a la vez.

4 [Rechazar imagen]

Haga clic en el boton [Rechazar imagen] para excluir del analisis la imagen
actual. Para ello, el analisis actual debe tener, al menos, dos imagenes.
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13.3 Realizar una medicion de la porosidad

Las siguientes instrucciones paso a paso describen un ejemplo del uso
de una medicion de porosidad.

Paso [Fuente de imagen]

1.

Bl

Cargue la imagen que desea analizar. Para estas instrucciones se
utiliza la imagen de ejemplo MacroscopicComponent. tif.

Haga clic en el boton [Porosidad] en la ventana de herramientas
[Soluciones de materiales].

= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a
paso a travées de la medicion. Muchas de las otras funciones de
su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcion [Imagenes

seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto
funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de
documentos.

4. Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’].

5.

Haga clic en el boton [Siguiente].

Paso [Ajustes]

1.

Decida si desea realizar la medicion de polaridad segun normas
determinadas. Utilice el estandar [VDG P 202-2010] para estas
instrucciones paso a paso.

. En el campo [Parametro de tamafo de los poros] seleccione como

se calcula el tamafio del poro.

= Seleccione el ajuste [Max. (Feret)] para utilizar la distancia
maxima de tangentes paralelas en lados de particulas
contrapuestos.

= Seleccione el ajuste [Diametro del circulo equivalente] para
utilizar el diametro de un circulo que tiene la misma area que la
particula.

. Laimagen de muestra esta calibrada en milimetros. Haga clic en el

botén que muestra la unidad de medida (a la derecha al lado del
campo [Tamafio minimo para recuento]) y seleccione la unidad
[mm].
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4. Deje sin marcar las casillas [Limite inferior] y [Limite superior] del
grupo [Poros descartados] para estas instrucciones paso a paso.

5. Seleccione en el grupo [Parametros de porosidad] las siguientes
casillas: [Porosidad], [Tamafio de los poros], [NUmero de poros].
Deje sin marcar el resto de casillas de estas instrucciones paso a
paso.

6. Deje desactivada la casilla [Definir valores objetivo].

Entonces se muestra el paso de analisis opcional [Valores
objetivo].

7. Haga clic en el botén [Siguiente].

Paso [Valores objetivo]

1. En la parte superior de la ventana de herramientas del paso
[Valores objetivo] se muestran los valores que debe cumplir la
muestra para superar la medicion de porosidad. Estos valores
figuran en el campo [Clave objetivo] que se muestran en la parte
inferior de la ventana de herramientas.

La clave objetivo muestra los valores permitidos en un modo de
escritura que esta definido en la norma definida. Algunos valores
en la clave objetivo se redondean hacia arriba o hacia abajo.
Cuantos mas parametros se analicen para la porosidad, mayor
sera la clave objetivo.

Ejemplo: La clave objetivo [VDG P202-%10/@1] significa: Se ha
utilizado el estandar VDG P202. La porosidad permitida es del
10 % (el modo de escribirlo es [%10]). El tamafio de poro maximo
permitido es T mm (el modo de escribirlo es [21]).

Al final de la medicién, en el paso de anélisis [Resultados de
imagen] se muestra el campo [Clave de porosidad]. La clave de
porosidad muestra los resultados de la medicion. Todos los
valores estan también redondeados hacia arriba o hacia abajo.
Ya que el modo de escribir la clave de porosidad es idéntico al
modo de escribir la clave objetivo, los resultados de medicion
requeridos se pueden comparar rapidamente con los resultados
de medicion logrados.

2. Ya que para la imagen de muestra MacroscopicComponent.tif no
es necesario realizar adaptaciones: Haga clic en el boton
[Siguiente].
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= Para algunas muestras debe introducir mas adelante valores
adecuados. Puede guardarlos y usarlos para mediciones
posteriores.

Paso [Areas de interés]

1. Defina para la imagen de muestra MacroscopicComponent.tif un
area de interés que abarque la forma del objeto. Haga clic en el
boton [Crear areas de interés de varita magica] y haga clic en la
imagen sobre una posicion clara dentro del componente para el
que desea medir la porosidad.

= Se mostrara el area de interés. Si es necesario, modifique el
tamafio y forma del area de interés modificando los parametros
del grupo [Propiedades de la varita méagical.

= No es necesario definir areas de interés. Por ello, no es necesario
realizar ajustes en el paso [Areas de interés].

2. Haga clic en el boton [Siguiente].

Paso [Umbral]

Todos los pixeles que estan dentro de un rango de intensidad definido
estan representados en color en este paso de analisis. Este rango de
intensidad se llama “fase”. El rango de intensidad se limita mediante un
valor de intensidad superior y uno inferior. Son conocidos como
umbrales.
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Tenga en cuenta que el area de interés definida en este paso de analisis no se
tiene en cuenta hasta el siguiente paso de analisis. Por ello, en este paso de
analisis el fondo también aparece en color.

1. Si es necesario, reduzca o aumente el rango de intensidad de la
fase. Realice en la imagen un seguimiento de como las superficies
de objetos encontrados se vuelven méas grandes y cada vez se
encuentran mas objetos.
= Para ello, modifique en la tabla de la ventana de herramientas

los valores en los campos [Min.] y [Max]. De forma alternativa,

modifique el umbral superior y el inferior de forma interactiva en

el histograma que se muestra en la parte inferior de la ventana

de herramientas. Mueva el puntero del raton sobre el borde de

la fase hasta que cambie y arrastre el borde con el boton
izquierdo del ratén pulsado en la direccion deseada.

S0 100 150 200

2. Haga clic en el botdn [Siguiente].

Paso [Resultados de imagen]

1. Observe los resultados también en la superposicion. Todos los
objetos que son utilizados para calcular el valor de porosidad
porcentual se muestran por defecto en este paso de analisis en el
color que esta seleccionado para la fase.

» Ademas, sila casilla [Mostrar poro mas grande] esta marcada, el
poro mas grande detectado es representado con un borde de
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color en la superposicion. Por defecto esta seleccionado en las
opciones de software el color azul para la representacion.

= Sila casilla [Mostrar poros que superan el tamafio de poro max.
admisible] estd marcada, también se representan con un borde
de color los poros que superan el tamafio de poro maximo. Por
defecto esta seleccionado en las opciones de software el color
verde para la representacion.

2. Seleccione la opcion [Imagen] y vea los resultados mostrados en la
tabla.

= Se muestra el valor de porosidad porcentual. Ademas, se
pueden comparar la clave objetivo con la clave de porosidad.

. 3. Sies necesario, afiada objetos manualmente o borre los objetos
detectados. Utilice para ello los dos botones de comando en el
area inferior de la ventana de herramientas.

= | os resultados mostrados en la tabla se actualizan
inmediatamente.

4. Haga clic en el boton [Siguiente].

Paso [Resultados]

1. Seleccione los resultados deseados.
2. Haga clic en el botdn [Siguiente].

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 222






13 [Porosidad]

Realizar una medicion de la porosidad

Paso [Generar informe]

Defina el aspecto del informe que contiene los resultados de medicion.

1. Seleccione la opcion [Predeterminado] para utilizar una plantilla
predeterminada. Si desea utilizar otra plantilla, seleccione la opcion
[Definida por el usuario]. Haga clic en el boton con los tres puntos
y seleccione otra plantilla en el cuadro de dialogo [Abrir].

2. Enel grupo [Contenido], seleccione la casilla de los elementos que
deben mostrarse en el informe.

Seleccione la casilla [Pagina de resumen] cuando la primera
pagina del informe debe contener un resumen de todos los
resultados del analisis actual. La generacion de una pagina de
resumen puede ser util, por ejemplo, cuando ha analizado
muchas imagenes de diferentes muestras.

Seleccione la casilla [Una pagina por muestra] si el informe debe
contener una pagina para cada muestra. En esta pagina se
representan los resultados sumados de todas las imagenes que
pertenecen a esta muestra.

Seleccione la casilla [Una pagina por imagen] si el informe debe
contener una pagina para cada imagen analizada. Si solo esta
marcada esta casilla y ha analizado las tres imagenes, el informe
contiene exactamente tres paginas.

Seleccione la casilla [Mostrar resultados en superposicion] si las
imagenes del informe deben mostrar también la capa de
imagen con los resultados.

3. Haga clic en el boton [Finalizar].

Se crea el informe y se muestra en la aplicacion MS-Word.

Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la segunda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio.

4. Como consecuencia de este proceso de analisis de ciencia de
materiales, la imagen ahora tiene una o varias capas de imagen
nuevas. Guarde las imagenes en el formato TIF o VSI si desea
mantener estas capas de imagen adicionales.

5. Guarde el libro y el informe.
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13.4

Opciones de software

Abrir el cuadro de

didlogo

Las opciones de software proporcionan una serie de ajustes para una
medicion de la porosidad.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [MayUs + F8]. Seleccione la entrada
[Soluciones de materiales] > [Porosidad] en la estructura de arbol.

@

Ese comando no esta disponible durante un proceso de analisis en ejecucion.

Definir las informaciones de la muestra

Establezca como se deben llamar los dos campos superiores que se
indican en el paso [Informacion de la muestra]. Para ello introduzca los
nombres deseados en los campos [Nombre de referencia de la
muestra] y [Nombre de grupo de muestras]. El nombre otorgado a los
campos también se utilizara en los libros que se puede generar al final
de un analisis.

Modo de umbral para imagenes en color

Este grupo solo es importante si también se mide la porosidad en las
imagenes en color. En este caso, puede seleccionar aqui qué espacio
de colores debe utilizarse para definir los umbrales. La opcién
predeterminada es [Espacio de color simplificado (I/R/G/B)]. Entonces
en el paso de evaluacion [Umbral] se mostrara la lista de
[Componentes]. En esta lista puede seleccionar si el umbral debe
determinarse en el valor de intensidad o en el extracto rojo, verde o
azul.

Seleccione la opcion [Espacio de color avanzado (HSV) para definir los
umbrales segun el modelo de color HSV. Entonces en el paso de
evaluacion [Umbral] se mostrara la tabla [Canales]. Marque [Valor de
intensidad], [Matiz] o [Saturacion] en esta tabla para especificar como
se debe determinar el umbral.

[Tamafio min. de objeto]

Utilice este campo para especificar el nimero minimo de pixeles que
debe tener un objeto para ser incluido en la evaluacion. Esto puede
utilizarse para excluir del analisis los objetos pequefios no interesantes

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 226



13 [Porosidad]
Opciones de software

de la imagen (por ejemplo, el ruido de la imagen) que tienen el mismo
color que los poros.

Nota: Utilice este ajuste para excluir del analisis objetos muy pequefios
que se detectan pero que no suelen ser poros. Si, por el contrario,
desea excluir los poros reales de la medicion de la porosidad, realice las
entradas correspondientes durante la medicion de la porosidad. Para
ello, en el paso [Ajustes]] utilice el grupo [Poros descartados] con los
campos [Limite inferior] y [Limite superior].

[Colores de superposicion de imagen]

En este grupo puede ver y cambiar los colores en los que se muestran
determinados poros en la superposicion.

@

Al seleccionar los colores, solo se hace una configuracion por defecto.
Primero se determina si estos elementos también aparecen en la imagen (si
estan presentes en la muestra) seleccionando las casillas correspondientes en
el paso de evaluacién [Resultados de imagen].

[Poro mas
grande]

[Poros excediendo
el tamafo max.]

[Acumulaciones
de poro9]

[Nidos de poros]

Especifique en qué color debe mostrarse el poro mas grande de la
imagen.

Especifique el color en el que se mostraran todos los poros que
superen el tamafio maximo de poro. Puede ver y cambiar el tamafio
maximo de los poros en el campo [Tamafno de los poros max.
permitido] en los pasos de evaluacion [Ajustes]] y [Valores objetivo].

Especifique en qué color debe mostrarse el borde alrededor de todos
los poros que forman una acumulacion de poros. Se da una
acumulacion de poros cuando la distancia entre dos poros es inferior al
diametro del poro mas pequefio (con el valor [1] en el campo [Factor
de distancia]). El campo [Factor de distancia] se encuentra en el paso
[Ajustes].

Especifique en qué color debe mostrarse el borde alrededor de todos
los poros que forman un nido de poros. Nidos de poros son
aglomeraciones de poros cuya superficie es todavia mayor que las
acumulaciones de poros.

[Mostrar resultados de particulas en el libro]

La casilla [Mostrar resultados de particulas en el libro] se refiere a cémo
se visualizan los resultados de una medicién de porosidad en un libro.
Establezca en el paso [Resultados] si se debe crear un libro.
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Si esta casilla no esta seleccionada, el libro de trabajo contendra solo
los resultados sumados de cada muestra evaluada.

Si se ha marcado la casilla [Mostrar resultados de particulas en el libro]
cada libro contiene mas hojas con los resultados individuales de cada
poro detectado.

Por ejemplo, el paréametro de medicion [Area] muestra el area exacta

de cada poro detectado. Si clasifica en orden descendiente los valores
en la columna [Area] pueden establecer, por ejemplo, rapidamente el
area del poro mas grande detectado.

Las opciones [Una hoja por imagen] y [Una hoja por muestra]
establecen como estan estructuradas las hojas adicionales que
contienen los resultados individuales. Entonces, podra ver la misma
informacion en ambas opciones, solo que dispuestas de forma
diferente.

Seleccione la opcion [Una hoja por imagen] para que los resultados
individuales de cada imagen analizada se visualicen en una hoja
separada. Cada hoja de calculo se denomina exactamente igual que el
nombre de la imagen. Para cada particula detectada en esta imagen,
los resultados individuales (por ejemplo, el area exacta) son
visualizados.

Seleccione la opcion [Una hoja por muestra), para que los resultados
individuales de todas las imagenes analizadas de la misma muestra se
visualicen en una hoja conjunta.

Nota: Puede definir algunos ajustes generales para el aspecto de los
libros. Para ello, utilice el cuadro de dialogo [Opciones] > [Libro] >
[Formato].
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14 [Analisis de fases]

14.1 Informacion general

;Qué es un analisis de fases?

El analisis de fases le permite medir la fraccion porcentual de area para
cada fase definida en sus muestras. Una fase es un conjunto de pixeles
que se encuentran dentro de un rango definido de intensidades. El
rango de intensidad se limita mediante un valor de intensidad superior
y uno inferior. Son conocidos como umbrales.

El requisito para un analisis de fases es que las fases se distingan del
resto de la prueba, p. €j. porque son mas oscuras o claras. Puede
definir una o varias fases.

: 5 T B : _
A la izquierda se ve la imagen original con 3 fases (oscura, gris y clara). El histograma del centro
muestra la distribucion de los valores de intensidad. Las fases 1-3 son claramente visibles en el

histograma como méaximos locales. En el histograma se ve los umbrales y el color de las fases. En
laimagen de la derecha, todos los pixeles estan asignados a una de las tres fases.

[Filtro de objeto]

El resultado del analisis de fases se puede limitar mediante un filtro de
objeto. Los objetos que no alcanzan el tamafio de objeto minimo no se
tienen en cuenta al calcular la fraccion de area de la fase. De esta
forma, puede evitar, por ejemplo, que se asignen a una fase particulas
de polvo y falseen el resultado.
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Medir en areas de interés

Puede seleccionar si desea medir la imagen completa o si la medicién
solo se debe realizar en un area de imagen determinada, conocida
como area de interés (ROI, Region Of Interest). Tambien puede definir
varias areas de interés.

Editar manualmente el resultado del analisis de fases

Puede editar manualmente el resultado del analisis de fases Esto se
realiza de forma interactiva en la imagen, aunque esta no se modifica,
sino solo la capa de medicion de la imagen.

Puede eliminar manualmente areas de imagen que se han detectado
como objetos. Esto puede ser necesario si, por ejemplo, se han
detectado como objetos artefactos de imagen porque tienen un valor
de intensidad similar a la fase definida. Mediante la eliminacion manual
de estos objetos, no se volveran a considerar los defectos de imagen
en el calculo de la proporcion porcentual de superficie de esta fase.

Ademas, se pueden agregar otras areas de imagen que no se han
detectado como objetos, aunque o son. Agregando y eliminando
manualmente objetos modifica siempre la fraccién de area porcentual
de la respectiva fase.

Resultados de un anélisis de fases

Los resultados de un analisis se pueden visualizar en un libro. Ademas,
los resultados pueden visualizarse en un informe en formato Microsoft
Word.
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Procedimiento general para un analisis de fases

1 Seleccionar el Haga clic en el boton [Analisis de fases] en la ventana de herramientas
proceso de analisis [Soluciones de materiales].

2 [Fuente de En el paso [Fuente de imagen] seleccione las imagenes que desee medir.
imagen] Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Seleccionar la

fuente de imagen (pagina 62).

3 [Areas de interés] Defina las areas de interés o mida en toda la prueba. Encontrara informacion
adicional al respecto en la seccion Paso [Areas de interés] (pagina 239).

4 [Umbral] Defina el rango de intensidad de la primera fase y cree mas fases, si hace
falta. Encontraréa informacion adicional al respecto en la seccién Paso
[Umbral] (pagina 247).

5 [Filtro de objeto]  Defina el tamafio minimo del objeto. En la seccion Paso [Filtro del objeto]
(pagina 252) encontrara instrucciones paso a paso.

6 [Resultados de En el paso de anélisis [Resultados de imagen] compruebe los resultados. En
imagen] caso necesario: Borre o divida objetos o agregue otros nuevos. Encontrara
informacion adicional al respecto en la seccion Paso [Resultados de imagen]
(pagina 247).

]

[Resultados] Documente los resultados y genere un informe o un libro. En la seccion Paso

[Resultados] (pagina 252) encontrara instrucciones paso a paso.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 232



14 [Analisis de fases]
Ajustes

14.2 Ajustes
1421  Paso [Areas de interés]

En este paso se define si desea realizar el anélisis de fases en la imagen
completa o solo en areas de imagen definidas (RO, area de interés). En
este paso, estan disponibles las siguientes opciones:

1 - mm >
1
L ]|

1 [Areas de interés]  Utilice uno de los botones de la barra de herramientas en la parte superior de
la ventana de herramientas para definir un area de la imagen como una ROI
(érea de interés). El software realizara entonces el anélisis de fases solo en las
superficies marcadas como areas de interés, ignorando todas las demas areas
de la muestra.
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1T s Haga clic en el boton [Cargar areas de interés]. Se abrira el cuadro de didlogo
L para cargar los conjuntos de parametros. Seleccione el conjunto de

parametros con las areas de interés deseadas de la lista y luego haga clic en
el boton [Cargar].
Las areas de interés guardadas se cargaran en la imagen activa. Ahora aun
puede ajustar la posicion y el tamafio de las areas de interés cargadas a la
imagen activa.

1 .;__ Haga clic en el boton [Guardar areas de interés]. Se abrira el cuadro de

dialogo para guardar los conjuntos de parametros. Introduzca un nombre
significativo.

Esto le permite reutilizar un conjunto de areas de interés definidas para varios
analisis de fases.

Utilice el boton [Crear ROI rectangulares] para definir un area de imagen
rectangular como é&rea de interés. Después de hacer clic en el botén, defina el
rectangulo en la imagen. Mueva el puntero del raton sobre un marcador para
cambiar el tamafio y la posicion del rectangulo.

Utilice el botédn [Crear ROI rectangulares giradas] para definir un area de
imagen rectangular como area de interés. Después de hacer clic en el boton,
defina el rectdngulo en la imagen. Defina el primer lado del rectangulo
haciendo doble clic con el ratén. A continuacion, arrastre el rectangulo hasta
la altura deseada. Haga clic una vez para terminar la definicion. Mueva el
puntero del ratdn sobre un marcador para cambiar el tamafio y la posicion
del rectangulo.

Utilice el botén [Crear ROI cuadradas] para definir un area de imagen
cuadrada como é&rea de interés. Después de hacer clic en el botdn, defina el
cuadrado en la imagen. Mueva el puntero del ratén sobre un marcador para
cambiar el tamafio y la posicion del cuadrado.

Utilice el botdn [Crear ROl cuadradas giradas] para definir un area de imagen
cuadrada como é&rea de interés. Después de hacer clic en el botén, defina el
cuadrado en la imagen. Defina el primer lado del cuadrado haciendo doble
clic con el ratén. Haga clic una vez para terminar la definicion. Mueva el
puntero del ratdn sobre un marcador para cambiar el tamafio y la posicion
del cuadrado.

Utilice el botén [Crear ROI circulares] para definir un area de imagen circular
como é&rea de interés. Después de hacer clic en el botédn, defina el circulo en
la imagen haciendo clic tres veces con el ratén.
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Utilice el boton [Crear ROI triangulares] para definir un area de imagen
triangular como area de interés. Después de hacer clic en el botdn, defina el
triangulo en la imagen haciendo clic tres veces con el raton. El triangulo es
siempre un triangulo rectangulo.

Utilice el botoén [Crear ROI poligonales] para definir un area de imagen de
forma arbitraria como area de interés. Después de hacer clic en el boton,
defina los vértices de un poligono de forma arbitraria en la imagen haciendo
clic varias veces con el raton.

Para el Ultimo vértice, haga clic con el boton derecho del ratén en lugar del
izquierdo.

Utilice el botén [Crear ROI de varita méagica] para definir un area de interés
basada en los pixeles que tienen un mismo valor de color o bien uno similar.
Después de hacer clic en el botoén, haga clic en la imagen en un punto del
objeto para el que desea crear un area de interés. El area de interés se
muestra ahora en la imagen. Puede modificar el tamafio y forma del &rea de
interés modificando los parametros del grupo [Propiedades de la varita
mé&gica] en la parte inferior de la ventana de herramientas.

Si desea eliminar un area de interés, seleccidnela en la tabla de la ventana de
herramientas y haga clic en el boton [Eliminar ROI seleccionada actualmente].

Tabla con éreas de
interés definidas

La tabla de la ventana de herramientas enumera todas las areas de interés
que estan definidas en la imagen actual. Puede cambiar el nombre y el color
del contorno de un area de interés en la tabla.

[Usar para
imagenes
siguientes]

Marque esta casilla si desea utilizar las mismas areas de interés en todas las
imagenes que estan seleccionadas en el procedimiento de evaluacion actual.
Nota: Su definicion de area de interés solo se aplica al método de analisis
actual. Siinicia un método de andlisis nuevo, debe definir nuevas éreas de
interés. Si desea usar las mismas areas de interés para varios méetodos de
analisis, guardelas y vuelva a cargarlas mas adelante.

[Propiedades de
rectangulo]

El grupo [Propiedades de rectangulo] solo se muestra si se selecciona uno de
los dos botones para crear un area de interés rectangular o si se selecciona
un area de interés rectangular en la imagen.

[Propiedades de
cuadrado]

El grupo [Propiedades de cuadrado] solo se muestra si se selecciona uno de
los dos botones para crear un area de interés cuadrada o si se selecciona un
area de interés cuadrada en la imagen.
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4 [Usar tamafio
discreto]
[Paso]

Seleccione esta casilla para crear areas de interés rectangulares, todas las
cuales tienen un tamafio que ha definido (o un multiplo de él).

En el campo [Paso] introduzca los pasos en los que puede cambiar el tamafio
del area de interés rectangular.

Ejemplo: Si ha seleccionado el valor 100 y la unidad [um] en el campo [Paso],
esto significa que cada area de interés rectangular que defina a partir de
ahora tendré una longitud y una anchura que pueden dividirse por el valor
100. Por ejemplo, ahora puede dibujar dos areas de interés rectangulares que
tengan el tamafio de 100 x 100 um y otros dos rectangulos que tengan el
tamafio de 200 x 200 pm.

5 [Propiedadesdela
varita magica]

En la tabla, seleccione un area de interés creada con una varita magica. El
grupo [Propiedades de la varita magica] aparecera en la parte inferior de la
ventana de herramientas,

5 [Tolerancia]

Utilice el control deslizante [Tolerancia] para aumentar o disminuir el area de
interés encontrada.

Si utiliza la varita magica, seleccione en la imagen un valor de color tipico. El
valor del campo [Tolerancia] se suma vy se resta del valor de intensidad del
pixel seleccionado. Esto determina un rango de intensidad que define la fase.
Cuando se utiliza la varita mégica para definir un objeto en una imagen, una
pequefia cruz marca el punto seleccionado en el objeto. Al mismo tiempo,
también aparece un pequefio cuadrado en la imagen. La distancia entre el
cuadrado y la cruz es una medida del tamafio del valor de la tolerancia.
Puede cambiar la tolerancia directamente en la imagen con el ratén. Para
ello, seleccione el objeto de medicidn y mueva el pequefio cuadrado
manteniendo pulsado el botén izquierdo del raton.

Puede observar en la imagen cémo afectan los ajustes modificados a la
imagen.

5 [Suavidad]

Puede suavizar la imagen antes de aplicar la varita méagica. Esto suprime los
errores de imagen en la definicién y hace que el objeto sea méas redondo, por
ejemplo.

Cuanto mayor sea el valor del campo [Suavidad], mayor seréa el efecto del
suavizado.

5 [Espacio de
colores]

Los cuatro botones del grupo [Espacio de colores] son opciones que

permiten especificar el espacio de color en el que se define la tolerancia. Los
botones solo son relevantes para las imagenes de color verdadero de 24 bits.
Seleccione una de las siguientes opciones [Intensidad], [RGB], [HSV] y [Color].
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14.2.2 Paso [Umbral]

Las fases de una imagen deben estar definidas para el software, de
modo que este pueda reconocerlas. Todos los pixeles que se
encuentran dentro de un determinado rango de intensidad pertenecen
a una fase. El rango de intensidad se limita mediante un valor de
intensidad superior y uno inferior. Son conocidos como umbrales.

En este paso de analisis se pueden modificar los umbrales. También
puede crear otra fase.

150 200

1 [Componente]

Sirealiza un analisis de fases en una imagen de color, puede seleccionar en la
lista [Componente] si el umbral debe quedar determinado por el valor de
intensidad o por la extraccion roja, verde o azul.

|

Haga clic en el botdn [Calculo automatico del umbral] para calcular los
umbrales automaticamente. Puede editar manualmente los umbrales si es
necesario. Se abre el cuadro de dialogo [Calculo automatico del umbral].
Encontrara informacion adicional al respecto en la seccion Cuadro de dialogo
[Calculo automético del umbral] (pagina 245).
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2

Haga clic en el boton [Afiadir fase] para afiadir un fase.

El rango de intensidad de la fase se calcula automaticamente. Una nueva fase
siempre sigue directamente a una fase existente. El umbral izquierdo de la
nueva fase corresponde siempre al umbral derecho de la fase existente
cuando se inserta.

Sitodo el rango de intensidad de la imagen ya esta asignado a una fase, no
podra afiadir una nueva fase.

Seleccione la fase que desea eliminar en la tabla. A continuacion, haga clic en
el boton [Eliminar fase] para eliminar la fase seleccionada. Solo cuando estan
definidas al menos dos fases es posible eliminar una fase.

Nota: Si desea definir umbrales para varias fases, debe empezar definiendo el
umbral de la fase mas oscura. A continuacion, define los umbrales de la
siguiente fase y asf sucesivamente.

Haga clic en el botdn [Nuevo umbral] para definir el umbral directamente en
la imagen. Esto restablece los umbrales existentes para la fase seleccionada.
Tan pronto mueve el puntero del ratén en la imagen, este cambia su forma a
una pipeta. Haga clic en un pixel o un area de imagen cuyo valor de
intensidad sirva como valor de salida para el rango del umbral. Todos los
pixeles que tienen el mismo valor de intensidad se tifien en la imagen y se
representan en el histograma. Haga clic en los pixeles o los rangos del umbral
relevantes hasta que todas las estructuras deseadas de la imagen sean parte
integrante de la fase.

Haga clic en el boton [Agregar umbral] para seleccionar otros pixeles que
deben formar parte del rango del umbral. Las areas de imagen se
representan tefiidas en el histograma. El rango del umbral actual se amplia de
forma que contiene los valores de intensidad de todos los pixeles seleccio-
nados.

2 y, Haga clic en el botén [Reducir umbral] para seleccionar pixeles que no deben
: formar parte del rango del umbral. El rango del umbral se reduce de forma
que ya no contiene los valores de intensidad de los pixeles seleccionados.
2 = Haga clic en el boton [Deshacer pipeta] para deshacer paso a paso las

Ultimas modificaciones de los umbrales.
Haga clic en el boton [Rehacer pipeta] para restablecer paso a paso las
Ultimas modificaciones hechas.
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3 Tabla con fases
definidas

La tabla de la ventana de herramientas enumera todas las fases que estan
definidas en la imagen actual. Puede cambiar el nombre y el color de las
fases en la tabla.

Haga doble clic en el campo de la columna [Nombre de la fase] para
introducir un nombre.

Haga doble clic en el campo de la columna [Color] para seleccionar el color.
La fase se representa en la ventana de imagen y el histograma con el color
asignado.

4 Histograma

El histograma muestra la distribucion de intensidad de la imagen activa.

El rango de intensidad que se ha definido para la fase se muestra como
diapositiva de color en el histograma. Los bordes de la diapositiva se pueden
desplazar en el histograma.

Para ello, mueva el puntero del raton al borde de la diapositiva. Si tiene mas
de una fase, debe estar seleccionada en la tabla la fase que desea modificar.
Cuando cambia el puntero del raton, haga clic con el botén izquierdo del
raton y tire del borde de la diapositiva en la direccion deseada. En la tabla, los
umbrales cambian en consecuencia. En la imagen se muestran ahora mas o
menos pixeles en el color de la fase.

Cuadro de didlogo [Calculo automatico del umbral]

En el grupo [Fases] introduzca el nimero de fases a calcular en el
campo [Recuento].

En el grupo [Fondo] se define si se deben evaluar las estructuras
brillantes de la imagen, las oscuras o toda la imagen para el anélisis de
fases. En este contexto, el término [Fondo] se refiere a todas las
estructuras de la imagen que no se encuentran dentro de los umbrales.

Seleccione la opcion [Oscuro] si las estructuras oscuras de la imagen se
van a utilizar como fondo. En este caso, las estructuras brillantes de la
imagen se definen como fases y se evalUan en el analisis de fases.

Seleccione la opcion [Brillante] si las estructuras brillantes de la imagen
se van a utilizar como fondo.

Seleccione la opcion [Automatico] si la asignacion de las estructuras de
imagen a las fases y al fondo debe realizarse automaticamente. Para
ello, el software evalla el histograma de la imagen. Tenga en cuenta
que el numero de fases definidas no se ajusta automaticamente. Para
que las estructuras de la imagen se asignen correctamente a una fase,
el nimero de fases definidas debe coincidir.
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Seleccione la opcion [Ninguno] cuando no quiera que ninguna zona de
laimagen sea el fondo. En este caso, el analisis de fases mide la imagen
completa.

o
0Es

En la imagen (1) los objetos se muestran en tres intensidades de valor gris diferentes.

En laimagen (2) las estructuras brillantes de la imagen son el fondo. El resto de la imagen se
asigna a una sola fase. Esta fase se muestra en rojo en este ejemplo.

En laimagen (3) las fases oscuras se definen como fondo. Se detecta la fase clara.

En laimagen (4) no esta seleccionado ninguin fondo, todas las estructuras de la imagen se definen
como fases. En este caso, hay tres fases.
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14.2.3  Paso [Resultados de imagen]

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:

)

1 [Resultados de
imagen]

En el campo [Resultados de imagen] puede ver el resultado para la imagen
actual. Se especifica la fraccion de area porcentual de cada fase.

2 [Resultados de la
muestra]

En el campo [Resultados de muestra] puede ver la suma de los resultados de
todas las imagenes analizadas hasta el momento para la muestra actual.

3 Corregir los
resultados
manualmente

Si es necesario, modifique manualmente qué area de imagen utiliza el
software para el célculo de la fraccion de area porcentual de la fase.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si se eliminan o afladen objetos de una fase, se
modifica el &rea porcentual de la misma. En los resultados de imagen, el valor
[Fraccion] se actualiza inmediatamente.

Nota: Si ha eliminado o afiadido objetos manualmente y vuelve a un paso de
evaluacion anterior (por ejemplo, para cambiar el tamafio minimo o maximo
del objeto), esto borra sus correcciones manuales. Si es necesario, debera
volver a eliminar o afiadir objetos en el paso de evaluacion [Resultados de
imagen].

Agregue objetos haciendo clic primero en este boton. Dibuje después un
poligono libre alzada alrededor del objeto que debe agregarse.

Finalice la definicion del poligono con el botén derecho del raton. Si utiliza
varias fases, utilice el menu contextual para seleccionar a qué fase debe
pertenecer el objeto afiadido. El poligono afiadido se muestra en el color de
la fase. El area porcentual que se muestra se incrementa.
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3 Borre objetos haciendo primero clic en la imagen en el objeto que desea
E eliminar y después en el boton [Eliminar objetos seleccionados). El area

porcentual de la fase correspondiente se reduce.
Puede eliminar varios objetos de una vez manteniendo pulsada la tecla [Ctrl]
a la vez que hace clic en los objetos Para excluir un area completa para
determinar el porcentaje de area de una fase, dibuje un rectdngulo en la
imagen. Todos los objetos dentro del rectangulo estan ahora sombreados.
Haga clic en el boton [Eliminar objetos seleccionados] para eliminar todos los
objetos seleccionados a la vez.

4 [Rechazar imagen] Haga clic en el boton [Rechazar imagen] para excluir del analisis la imagen
actual. Para ello, el analisis actual debe tener, al menos, dos imagenes.

14.3 Realizar un anélisis de fases

Puede seguir estas instrucciones paso a paso en su ordenador.
Describen un analisis de fases en una imagen de muestra.

En esta imagen se deben medir las fracciones de &rea porcentuales de la fase clara y la oscura
dentro de un area de interés.

Paso [Fuente de imagen]

1. Cargue la imagen de muestra SprayCoating.tif.

2. Haga clic en el botdn [Analisis de fases] en la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales].
= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a

paso a través de la medicion. Muchas de las otras funciones de
su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

3. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcion [Imagenes
seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto
funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de
documentos.

4. Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’].
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Con ello, se omite el paso [Informacion de la muestra], que no
es interesante para esta imagen de muestra.

5. Haga clic en el boton [Siguiente].

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Areas de interés]

1. Defina para la imagen de muestra SprayCoatingt.tif un < area de
interés rectangular que abarque la parte de la prueba que desea
analizar. Haga clic en el boton [Crear areas de interes
rectangulares] y defina el rectangulo en la imagen. Defina la
posicion de un lado del rectangulo con dos clics de raton. A
continuacion, arrastre el rectangulo hasta la altura deseada. Haga
clic una vez para terminar la definicion.

El botdn se activa. Este estado se indica por el color de fondo
cambiado del boton.

Se encuentra en modo de definicion de areas de interés ahora.
El area de interés se muestra como objeto en la ventana de
herramientas [Medicion y area de interes). En esta ventana de
herramientas tambiéen puede ver el area del area de intereés.

2. Puede definir otras areas de interés directamente.

3. Cuando estan definidas todas las areas de interés, haga clic de
nuevo en el botdn [Crear areas de interes rectangulares), para
finalizar el modo de definicion de areas de interés.

Si mas adelante realiza el analisis de fases en imagenes propias,
es posible que prefiera crear areas de interés redondos,
triangulares o poligonales.

También puede definir varias areas de interés con formas
diferentes. La fraccion de fase se mide siempre en todas las
areas de interés.

Puede ocurrir que las areas de interés se solapen. Los objetos se
cuentan dos veces en aquéllas partes de las areas de interés que
se solapan.

No es necesario definir areas de interés. Si desea medir la
imagen completa, en el paso de anélisis [Areas de interés] haga
clic directamente en el boton [Siguiente] sin definir ninguna area
de interés.
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» Su definicion de area de interés solo se aplica al método de
analisis actual. Siiinicia un metodo de analisis nuevo, debe definir
nuevas areas de interés. Si desea usar las mismas areas de
interés para varios métodos de analisis, guardelas y vuelva a
cargarlas mas adelante.

Deje sin marcar la casilla [Usar para imagenes siguientes], ya que

en estas instrucciones paso a paso solo se analiza una imagen.

= Simas adelante utiliza sus propias imagenes y analiza a la vez
varias imagenes, puede marcar esta casilla para utilizar la misma
area de interés en todas las imagenes que estan seleccionadas
en el método de analisis actual.

. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

En la imagen de muestra esta definido un area de interés.

Paso [Umbral]

= Todos los pixeles que estan dentro de un rango de intensidad
definido estan representados en color en este paso de analisis.
Este rango de intensidad se llama fase. El rango de intensidad se
limita mediante un valor de intensidad superior y uno inferior.
Son conocidos como umbrales.

= Tenga en cuenta que el area de interés definida en este paso de
analisis no se tiene en cuenta hasta el siguiente paso de analisis.
Por ello, en este paso de analisis también se representan en
color pixeles que estan fuera del area de interés.

. Si es necesario, reduzca o aumente el rango de intensidad de la

primera fase creada automaticamente. Tenga en cuenta que esta
primera fase incluye los pixeles oscuros. La fase para los pixeles
claros no se puede definir hasta el siguiente paso. Realice en la
imagen un seguimiento de cémo las superficies de objetos
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encontrados se vuelven mas grandes y cada vez se encuentran

mas objetos.

» Para reducir o aumentar el rango de intensidad, modifique en la
tabla de la ventana de herramientas los valores en los campos
[Min]y [Max.].

= De forma alternativa, modifique el umbral superior y el inferior
de forma interactiva en el @ histograma que se muestra en la
parte inferior de la ventana de herramientas. Mueva el puntero
del ratén sobre el borde de la fase hasta que cambie y arrastre
el borde con el boton izquierdo del raton pulsado en la
direccion deseada.

|
\

b} 100 150 200

Puede definir los umbrales directamente en el histograma.

2. Ahora, defina la segunda fase. Para ello, haga clic en el boton
. [Agregar fase].
= Otra fase se agrega automaticamente a la tabla de la ventana de
herramientas.

S0 100 150 200
I

La segunda fase se muestra en la imagen, en la tabla y en el histograma.

3. Haga clic en el botén [Nuevo umbral]. Ahora puede adoptar el
. rango de intensidad para la nueva fase de la imagen.

= El puntero del ratdn se convierte en un icono de pipeta.
= Todas las fases ya definidas se ocultan en la imagen.

4. Haga clic en las areas claras dentro del area de interés hasta que se
muestren en el color de Ia fase.
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5. Si es necesario, modifique las dos fases definidas una vez mas.
Para ello, seleccione la fase que desea modificar en la tabla de la
ventana de herramientas y modifique los umbrales.

6. Haga clic en el boton [Siguiente].
= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara

el siguiente paso.

En la imagen de muestra estan definidas dos fases.

Paso [Filtro del objeto]

= En este paso de analisis se tienen en cuenta solo pixeles que
estan dentro del area de interés definida. Todos los objetos que
cumplen las condiciones del filtro de objeto se representan en
este paso de analisis en el color de las fases.

» Todos los objetos que no cumplen las condiciones del filtro de
objeto se representan en este paso de analisis rallados en rojo.
Esto significa que estos objetos no se tienen en cuenta para el
calculo de la fraccion de area de la fase.

1. En el campo [Area minima de objeto] introduzca el tamafio que
debe tener un objeto como minimo para tenerse en cuenta en el
calculo de la fraccion de area de la fase. De esta forma, puede
descartar objetos pequefios como, por ejemplo, particulas de
polvo, de la fraccion de area de la fase.

2. Realice un seguimiento de cuando se detectan mas o menos areas
de objetos seguin se reduzcan o aumenten los objetos rallados.

3. Durante el método de analisis, puede utilizar la funcién zoom de
su software como suele hacerlo. Mueva el puntero del ratén a la
posicion correspondiente en la imagen y utilice la rueda del raton
para aumentar o reducir la imagen con el zoom.

4. Haga clic en el botédn [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Resultados de imagen]

= En este paso de analisis se muestran en el color de la fase todos
los objetos que se utilizan para determinar la fraccion de fase.

Los objetos que no alcanzan la superficie minima y que, por ese motivo, aparecian rallados en el
paso de anélisis anterior, se representan ahora sin color.

1.

3.

Observe los resultados también en la hoja. En el campo
[Resultados de imagen] se ve la fraccion de area porcentual de
cada fase.

Si es necesario, modifique manualmente qué objetos utiliza el
software para el calculo de la fraccion de area de la fase. Puede
eliminar o agregar objetos.

Haga clic en el boton [Siguiente].

Paso [Resultados]

1.

Compruebe los resultados mostrados. Usted puede ver los
resultados de todas las imagenes que han sido analizadas.

. Seleccione la casilla [Generar informe] si desea que se genere

automaticamente un informe una vez finalizado el analisis.

» El paso adicional [Generando informe] se afiadira al analisis
actual.

* En la parte inferior del cuadro de dialogo, el boton [Finalizar] se
activa.

. Seleccione la casilla [Generar libro] para exportar los resultados a

una hoja.

Sidesea guardar la configuracion actual en un archivo, haga clic en
el boton [Guardar ajustes]. A continuacion, asigne un nombre
descriptivo en la siguiente ventana de dialogo.

» Puede cargar estos ajustes cuando analice mas imagenes. Para
ello, en el paso [Fuente de imagen] haga clic en el boton [Cargar
de archivo]. Se guardan los comentarios de la muestra y de la
imagen, las fases utilizadas y los ajustes del paso de analisis
[Filtro de objeto].

. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

247  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



14 [Analisis de fases]
Realizar un analisis de fases

Paso [Generar informe]

Defina el aspecto del informe que contiene los resultados de medicion.

1. Seleccione la opcion [Predeterminado] para utilizar una plantilla
predeterminada. Si desea utilizar otra plantilla, seleccione la opcion
[Definida por el usuario]. Haga clic en el boton con los tres puntos
y seleccione otra plantilla en el cuadro de dialogo [Abrir].

2. Enel grupo [Contenido], seleccione la casilla de los elementos que
deben mostrarse en el informe.

Seleccione la casilla [Pagina de resumen] cuando la primera
pagina del informe debe contener un resumen de todos los
resultados del analisis actual. La generacion de una pagina de
resumen puede ser util, por ejemplo, cuando ha analizado
muchas imagenes de diferentes muestras.

Seleccione la casilla [Una pagina por muestra] si el informe debe
contener una pagina para cada muestra. En esta pagina se
representan los resultados sumados de todas las imagenes que
pertenecen a esta muestra.

Seleccione la casilla [Una pagina por imagen] si el informe debe
contener una pagina para cada imagen analizada. Si solo esta
marcada esta casilla y ha analizado las tres imagenes, el informe
contiene exactamente tres paginas.

Seleccione la casilla [Mostrar resultados en superposicion] si las
imagenes del informe deben mostrar también la capa de
imagen con los resultados.

3. Haga clic en el boton [Finalizar].

Se crea el informe y se muestra en la aplicacion MS-Word.

Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la segunda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio.

4. Como consecuencia de este proceso de analisis de ciencia de
materiales, la imagen ahora tiene una o varias capas de imagen
nuevas. Guarde las imagenes en el formato TIF o VSI si desea
mantener estas capas de imagen adicionales.

5. Guarde el libro y el informe.
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14.4

Opciones de software

Abrir el cuadro de

didlogo

Las opciones de software proporcionan una serie de ajustes para un
analisis de fases.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [MayUs + F8]. Seleccione la entrada
[Soluciones de materiales] > [Anélisis de fases] en la estructura de
arbol.

@

Ese comando no esté disponible durante un proceso de anélisis en ejecucion.

Definir las informaciones de la muestra

Establezca como se deben llamar los dos campos superiores que se
indican en el paso [Informacion de la muestra]. Para ello introduzca los
nombres deseados en los campos [Nombre de referencia de la
muestra] y [Nombre de grupo de muestras]. El nombre otorgado a los
campos también se utilizara en los libros que se puede generar al final
de un analisis.
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15 [Grosor del recubrimiento]
15.1 Informacion general

;Qué es una medicion del grosor del recubrimiento?

Con los procesos de analisis [Grosor del recubrimiento] puede analizar
el rectificado de la calota de los recubrimientos finos y determinar el
grosor del recubrimiento. La muestra que va a analizarse debe
componerse de un sustrato o uno o varios recubrimientos que se han
aplicado utilizando diferentes métodos de recubrimiento (PVD, CVD,
VPS, APS, etc).

Para determinar el grosor del recubrimiento, se corta un area mas
profunda conica en una muestra. Para ello se utiliza una bola abrasiva
giratoria, cuyo diametro es de entre 10 y 50 mm. El area mas profunda
debe ser al menos tan profunda que incluso el recubrimiento mas
inferior debe estar completamente retirado en el centro del casquete
esférico.

La forma del area méas profunda que deja la bola abrasiva en la
superficie de la muestra, depende de la superficie de la muestra. El &rea
mas profunda es redonda si la superficie de la muestra es plana o
esférica (redonda). En el caso de una superficie de muestra cilindrica, el
area mas profunda tiene forma de elipse. Puede seleccionar entre
diferentes areas de muestra. [Plano], [Convexo cilindrico], [Concavo
cilindrico], [Convexo esférico] o [Concavo esférico].

S| ® @

Numero de mediciones por imagen

Por defecto, cada imagen se mide solo una vez. Sin embargo, puede
ajustar en las opciones de software que la imagen se mida varias veces.
Entonces se comparan de forma permanente los resultados de la
Ultima medicion con los resultados de las mediciones anteriores. Se
representa siempre el valor promedio de todas las mediciones
realizadas hasta ahora.
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Resultado de una medicidn del grosor del recubrimiento

El grosor de recubrimiento se mide de conformidad con la norma
definida en las opciones de software. Estan disponibles los siguientes
estandares:

* EN 1071-2 : 2002
+ VDI 3824 : 2001
* ENISO 26423 : 2016

Los resultados de un analisis se pueden visualizar en un libro. Ademas,
los resultados pueden visualizarse en un informe en formato Microsoft
Word.

Ademas se crea un documento de imagen nuevo durante la medicion
si la casilla [Crear imagen con resultados mostrados en la barra de
informacion] esta seleccionada en las opciones de software. Este
documento de imagen muestra la imagen medida con las lineas de
limite y una barra de informacion (debajo de la imagen). Puede definir
usted mismo el contenido de la barra de informacion. Puede guardar el
documento de imagen, por ejemplo, como archivo TIF y entregarlo a
terceros que no disponen de su software.

Procedimiento general para la medicion del grosor del
recubrimiento

Seleccionar el
proceso de analisis

Haga clic en el boton [Grosor del recubrimiento] en la ventana de
herramientas [Soluciones de materiales].

[Fuente de En el paso [Fuente de imagen] seleccione las imagenes que desee medir.

imagen] Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Seleccionar la
fuente de imagen (pagina 62).

[Ajustes] Seleccione un area de muestra, por ejemplo, [Plano]. Defina otros parametros
de medicion. Encontrara informacion adicional al respecto en la seccion Paso
[Ajustes] (pagina 260).

[Medicion] Defina los limites del recubrimiento en la imagen. Encontrara informacion

adicional al respecto en la seccion Paso - [Medicion] (pagina 265).

[Resultados]

Documente los resultados y genere un informe o un libro. En la seccion Paso
[Generar informe] (pagina 270) encontrara instrucciones paso a paso.
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15.2 Ajustes
15.21  Paso [Ajustes]

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:

@i

‘ H ‘
“

10 mm »

1 [Superficie dela  Seleccione la superficie de la muestra. Dependiendo de la superficie de la
muestra] muestra seleccionada, se ofrecen otras funciones en la ventana de
herramientas.
Puede seleccionar entre diferentes areas de muestra.
[Plano], [Convexo cilindrico], [Concavo cilindrico], [Convexo esférico] o
[Concavo esférico].
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2

[Forma de créater]

Por “crater” se entiende un area mas profunda que la bola abrasiva deja en el
area de muestra.

Esta 4rea mas profunda es redonda cuando se ha seleccionado una de estas
entradas en la lista [Superficie de la muestra]: [Plano], [Convexo esférico] o
[Concavo esférico].

Esta area mas profunda tiene forma de elipse cuando se ha seleccionado una
de estas entradas en la lista [Superficie de la muestra]: [Convexo cilindrico] o
[Concavo cilindrico]. En este caso, seleccione la posicion del eje longitudinal
de la elipse. Esta informacion se incluye en el calculo del grosor del
recubrimiento.

[Medir eje largo]

Esta casilla solo se muestra cuando se ha seleccionado una de estas entradas
en la lista [Superficie de la muestra]: [Convexo cilindrico] o [Concavo
cilindrico].

Dado que el &rea mas profunda tiene la forma de una elipse para estas dos
superficies de la muestra, puede decidir qué eje de la elipse desea medir.
Deje la casilla sin marcar si desea medir el eje corto.

Marque la casilla si desea medir el eje largo.

[Medir usando
varios puntos]

Marque la casilla [Medir usando varios puntos] si desea definir no solo el
primer limite haciendo clic tres veces con el ratén, sino también todos los
demas limites del recubrimiento. Este ajuste puede ser Util si el area mas
profunda dejada por la bola abrasiva en la superficie de la muestra no es
completamente simétrica. Por defecto, esta casilla no esta marcada, lo que
significa que un clic del ratén es suficiente para determinar el segundo limite.

[NUmero]

Determine en el campo [Numero de recubrimientos] cuantos recubrimientos
desea medir. Se puede medir un maximo de 20 recubrimientos.

Pardmetros de la
bola abrasiva

Entre el diametro de la bola abrasiva utilizada en el campo [Diametro de bola
abrasival. Para la medicion correcta del grosor de recubrimiento, debe
conocerse el didmetro de la bola abrasiva. Si es necesario, modifique la
unidad propuesta.

Haga clic en el boton [ ... ] junto al campo [Diametro de bola abrasiva] para
mostrar una lista de didmetros de bola abrasiva predefinidos y disponibles en
el mercado.

Entre el radio de curvatura de la superficie utilizado en el campo [Radio de
curvatura de la superficie]. Este valor debe ser conocido porque se requiere
para el célculo del grosor de revestimiento. Si es necesario, modifique la
unidad propuesta.

Nota: El radio de curvatura de la superficie no tiene relevancia para la
medicion del recubrimiento de areas de muestra esféricas. Por ello, no se
muestra ese campo cuando ha seleccionado otra area de muestra.
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15.2.2 Paso - [Medicion]

En este paso se lleva a cabo la medicion del grosor del recubrimiento.
El procedimiento exacto depende de la superficie de muestra que haya
seleccionado en el paso anterior [Ajustes].

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:
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1 Dibujo
esquematico

Esta ilustracion esquematica proporciona informacion sobre como deben
definirse los limites de un recubrimiento. La ilustracion se actualiza en cuanto
se definen los puntos necesarios en la imagen. Cuando la definicion esta
completa, la figura desaparece.

e e

Para las superficies de muestra planas y esféricas, el primer limite se define
haciendo clic tres veces con el ratén. Para la definicion de los limites
siguientes y posteriores basta con hacer clic una vez con el raton.

&@e e

En caso de areas de muestra cilindricas, se define el limite externo haciendo
clic dos veces en el borde exterior de la elipse (teniendo en cuenta la posicion
seleccionada del eje longitudinal). Para la definicion de los limites siguientes y
posteriores basta con hacer clic una vez con el ratén.

2 Tabla con los
resultados de
mediciéon

En cuanto se disponga de datos suficientes, se mostraran los resultados de la
medicion actual. Durante una medicion, los valores se actualizan continua-
mente.

El campo [Mediciones (1 de 1)] solo es relevante si desea medir la misma
imagen varias veces. Si ha ajustado en las opciones de software que una
imagen debe medirse varias veces, este campo indica la mediciéon actual y el
nUmero total de mediciones a realizar.

La tabla muestra el grosor medido para cada recubrimiento. Puede medir
hasta 20 recubrimientos. Si no se ven todos los resultados de medicion, utilice
el control deslizante en el borde derecho de la tabla.

3 [Grosor total]

El campo [Grosor total] muestra la suma de todos los grosores del
recubrimiento medidos.

3 [Profundidad de
penetracion total]

El campo [Profundidad de penetracion total] muestra la suma de los campos
[Grosor total] y [Profundidad de penetracion en el sustrato].
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3

Si'la profundidad de penetracion en el sustrato no es suficiente para dar
resultados exactos, un pequefio triangulo de advertencia aparecera en este
campo. Ademas se muestra el boton [Mas informacion]. Si hace clic en este
botdn, encontrara mas informacién acerca de este problema. Mediciones con
insuficiente profundidad de penetracion en el sustrato se muestran en rojo en
el libro y en el informe.

3

[Profundidad de
penetracion en el
sustrato]

El campo [Profundidad de penetracion en el sustrato] indica a queé
profundidad ha penetrado la bola abrasiva en el sustrato después de haber
penetrado todos los recubrimientos.

Secuencia de la medicion

Puede definir libremente el orden de las mediciones. Por ejemplo,
puede medir los recubrimientos de fuera adentro. Para ello, se
determina en primer lugar el limite externo de un recubrimiento y
después todos los demas limites internos.

De forma alternativa, también se pueden medir los recubrimientos en
orden inverso, es decir, de dentro afuera. Por ejemplo, también es
posible definir primero un limite que pertenece a un recubrimiento
central y medir a partir de ese limite primero hacia dentro y después
hacia fuera.
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15.3 Medir el grosor del recubrimiento

Estas instrucciones paso a paso describen como se mide el grosor del
recubrimiento. Como ejemplo se selecciona una imagen de un area de
muestra plana en la que deben medirse dos recubrimientos. En caso de
haber seleccionado una imagen con otra superficie en el paso de
analisis Ajustes, el modo de proceder se diferencia ligeramente en
algunos puntos.

e

En esta imagen se medira el grueso de dos recubrimientos.

Paso [Fuente de imagen]

1.

Cargue la imagen de muestra
CoatingThickness1_GrindingBallDiameter_40mm.tif.

. Haga clic en el botdn [Grosor del recubrimiento] en la ventana de

herramientas [Soluciones de materiales].

= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a
paso a través de la medicion. Muchas de las otras funciones de
su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcion [Imagenes

seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto

funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de

documentos.

Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’].

= Con ello, se omite el paso [Informacion de la muestra], que no
es interesante para esta imagen de muestra.

Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Ajustes]

1. Seleccione la superficie de la muestra. Para la imagen de muestra
seleccione la superficie Plano.
= Para una muestra plana, la hendidura que deja la bola abrasiva

en la superficie de la muestra es siempre redonda. Asi que no
tiene que seleccionar la forma de crater.

2. Desactive la casilla [Medir usando varios puntos]. Ahora necesita
hacer menos clics para definir el recubrimiento.

3. Determine en el campo [Numero de recubrimientos] cuantos
recubrimientos desea medir. En este ejemplo, acepte el valor 2 en
el campo porque hay dos recubrimientos.

4. Entre el diametro de la bola abrasiva utilizada en el campo
[Diametro de bola abrasival. En este ejemplo, se introduce el valor
40 en el campo.

5. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso - [Medicion]

» En el paso [Medicion] defina los limites del recubrimiento en la
imagen. El dibujo esquematico en la ventana de herramientas
muestra los puntos en los que hay que hacer clic en la imagen.

1. Mueva el puntero del raton sobre la ventana de imagen. El resto
de areas de su software no se pueden usar en este paso de
analisis.

» El puntero se convertira en una cruz.

Definir las lineas 2. Defina los limites del recubrimiento en la imagen. El dibujo
de limite esquematico en la ventana de herramientas muestra los puntos en
los que hay que hacer clic en la imagen. Haga clic en el limite
exterior del recubrimiento en tres lugares.

= Después del tercer clic, cambiara la ilustracion esquematica en la
ventana de herramientas. Ahora muestra donde hay que hacer
los siguientes clics en la imagen.

3. Finalice la definicion del primer recubrimiento haciendo clic en el
limite interno del primer recubrimiento.
4. Defina el segundo recubrimiento haciendo clic en el limite interior.
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En la ventana de herramientas encontrara una ilustracion esquematica del recubrimiento. Esta
ilustracion esquematica proporciona informacion sobre cémo deben definirse los limites de un
recubrimiento.

» Una vez que haya definido todos los recubrimientos
especificados, la definicion estara completa. El puntero del ratén
vuelve a cambiar a una flecha sobre la imageny la ilustracion del
esquema en la ventana de herramientas desaparece.

= Se muestran las lineas limite definidas. Por defecto tienen el
color rojo. En los opciones de software puede elegir otro color o
cambiar el grosor de las lineas de limite. Realice este ajuste antes
de iniciar el proceso de anélisis.

5. Controle los valores de la tabla.

6. Silo desea, corrija de nuevo una linea de limite. Para ello, mueva el
puntero del ratén sobre el punto de marcado pequefio en la linea
de limite. Haga clic después con el botén izquierdo del raton y
desplace la linea de limite como desee.
= La linea de limite se corrige y los valores de la tabla [Mediciones]

se actualizan.

7. También puede mover todas las lineas de limite juntas. Para ello
sitUe el puntero del ratdn exactamente sobre una linea de limite. El
puntero del ratén adopta la forma de una cruz doble. Mueve todas
las lineas de limite manteniendo pulsado el boton del raton.

8. Haga clic en el botdn [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Los limites del recubrimiento se definieron mediante 5 clics del raton en la imagen.
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Paso [Resultados]

1. Compruebe los resultados mostrados. Usted puede ver los
resultados de todas las imagenes que han sido analizadas.
= | os valores medios son mostrados en los campos Grosor del

recubrimiento, Grosor total, Profundidad de penetracion total y
Profundidad de penetracion en el sustrato.

2. Seleccione la casilla [Generar informe] si desea que se genere
automaticamente un informe una vez finalizado el analisis.

» El paso adicional [Generando informe] se afladira al analisis
actual.

» En la parte inferior del cuadro de dialogo, el boton [Finalizar] se
activa.

3. Seleccione la casilla [Generar libro] para exportar los resultados a
una hoja.

4. Sidesea guardar la configuraciéon actual en un archivo, haga clic en
el boton [Guardar ajustes]. A continuacion, asigne un nombre
descriptivo en la siguiente ventana de didlogo.

» Puede cargar estos ajustes cuando analice mas imagenes. Para
ello, en el paso [Fuente de imagen] haga clic en el boton [Cargar
de archivo].

5. Haga clic en el botén [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Generar informe]

Defina el aspecto del informe que contiene los resultados de medicion.

1. Seleccione la opcion [Predeterminado] para utilizar una plantilla
predeterminada. Si desea utilizar otra plantilla, seleccione la opcion
[Definida por el usuario]. Haga clic en el boton con los tres puntos
y seleccione otra plantilla en el cuadro de dialogo [Abrir].

2. Enel grupo [Contenido], seleccione la casilla de los elementos que
deben mostrarse en el informe.

Seleccione la casilla [Pagina de resumen] cuando la primera
pagina del informe debe contener un resumen de todos los
resultados del analisis actual. La generacion de una pagina de
resumen puede ser util, por ejemplo, cuando ha analizado
muchas imagenes de diferentes muestras.

Seleccione la casilla [Una pagina por muestra] si el informe debe
contener una pagina para cada muestra. En esta pagina se
representan los resultados sumados de todas las imagenes que
pertenecen a esta muestra.

Seleccione la casilla [Una pagina por imagen] si el informe debe
contener una pagina para cada imagen analizada. Si solo esta
marcada esta casilla y ha analizado las tres imagenes, el informe
contiene exactamente tres paginas.

Seleccione la casilla [Mostrar resultados en superposicion] si las
imagenes del informe deben mostrar también la capa de
imagen con los resultados.

3. Haga clic en el boton [Finalizar].

Se crea el informe y se muestra en la aplicacion MS-Word.

Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la segunda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio.

4. Como consecuencia de este proceso de analisis de ciencia de
materiales, la imagen ahora tiene una o varias capas de imagen
nuevas. Guarde las imagenes en el formato TIF o VSI si desea
mantener estas capas de imagen adicionales.

5. Guarde el libro y el informe.
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15.4 Opciones de software

Abrir el cuadro de
didlogo

Las opciones de software proporcionan una serie de ajustes para una
medicion del grosor del recubrimiento.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [MayUs + F8]. Seleccione la entrada
[Soluciones de materiales] > [Grosor del recubrimiento] en la estructura
de arbol.

@

Ese comando no esté disponible durante un proceso de anélisis en ejecucion.

[Unidad de
medicion]

[Posiciones
decimales]

[Ancho de linea]

[Color de
medicion]

Definir las informaciones de la muestra

Establezca como se deben llamar los dos campos superiores que se
indican en el paso [Informacion de la muestra]. Para ello introduzca los
nombres deseados en los campos [Nombre de referencia de la
muestra] y [Nombre de grupo de muestras]. El nombre otorgado a los
campos también se utilizara en los libros que se puede generar al final
de un analisis.

Definir la unidad y las posiciones decimales para la medicion

En el campo [Unidad de medicion] seleccione qué unidad de medida
debe estar preajustada. Seleccione la entrada [um] de la lista, por
ejemplo, para emitir todas las mediciones en la unidad um por defecto.
Es posible cambiar la unidad de medicion en el paso [Ajustes] durante
un proceso de analisis en ejecucion.

En el campo [Posiciones decimales] introduzca el nimero de
posiciones decimales a utilizar para la visualizacion de los resultados. Se
admite un maximo de 9 decimales.

Definir el grosor de linea y el color para la visualizacion de la
medicion

En el campo [Grosor de linea] defina un grosor para la visualizacion de
las lineas de limite.

En el campo [Color de medicion] seleccione la opcion [Colores
alternantes], si cada linea de medicién debe tener otro color. El orden
de los colores esta determinado por el software y no se puede cambiar.
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Sigue siendo el mismo para cada medicion, de modo que se pueden
comparar bien varias mediciones que utilizan colores alternantes.

En el campo [Color de medicion] seleccione la opcién [Colores fijos], si
todas las lineas de medicidon deben tener el mismo color. Seleccione un
color que se vea bien en sus imagenes.

Seleccion de un estandar

Seleccione en el campo [Estandar ] el estandar que se debe utilizar
para el proceso de analisis. Estan disponibles los siguientes estandares:

* EN1071-2 : 2002
+ VDI 3824 : 2001
* ENISO 26423 : 2016

Definir el nimero de mediciones por imagen

En el campo [Numero de mediciones por imagen] decida si una
imagen deben medirse varias veces o no. Por defecto, cada imagen se
mide solo una vez.

Si mide la misma imagen varias veces, se comparan de forma
permanente los resultados de la Ultima medicién con los resultados de
las mediciones anteriores. Se representa siempre el valor promedio de
todas las mediciones realizadas hasta ahora.

[Crear imagen con resultados mostrados en la barra de
informacion]

Seleccione la casilla [Crear imagen con resultados mostrados en la
barra de informacion], para generar un nuevo documento de imagen
como resultado que contiene la siguiente informacion:

* laimagen medida

* las lineas de limite (son incluidas en la imagen y no se pueden
ocultar)

« una barra de informacion (debajo de la imagen).

Puede guardar el documento de imagen, por ejemplo, como archivo

TIF y entregarlo a terceros que no disponen del software de analisis de
imagen.
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Definir el Puede definir usted mismo el contenido de la barra de informacion.
contenido de la  Para ello, seleccione todos los campos que deben formar parte de la
barra de  barra de informacion en la lista [Resultados disponibles]. Los campos
informacién  seleccionados se moveran a la lista [Resultados seleccionados].

Todavia puede cambiar el orden de los campos seleccionando un
campo y moviéndolo hacia arriba o hacia abajo con los botones de
flecha.

Nota: Si no hay resultados para un campo, este se oculta
automaticamente en la barra de informacion aunque esté seleccionado
en la lista de [Resultados seleccionados].
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16 [Separacidon de brazo de dendrita]
16.1 Informacion general

;Qué es una medicion de la separacion de brazo de dendrita?

Las dendritas se forman al endurecerse aleaciones de metal. Se trata de
estructuras ramificadas, con forma arbdrea. Durante la medicion de la
separacion de brazo de dendrita se trata de medir la distancia entre
cada una de las ramas del arbol, dicho de forma simplificada.

La separacion de brazo de dendrita proporciona a los expertos, entre
otras cosas, informacion acerca de si una aleacion de metal se ha
endurecido con rapidez o lentitud. Las muestras suelen ser cortes
metalograficos que se han preparado de forma éptima para la
medicion de la separacion de brazo de dendrita.

Los brazos de dendrita que desea medir deben estar en la capa de
corte de la muestra para proporcionar resultados fiables. Las lineas de
medicion tienen que estar posicionadas correctamente en la imagen,
de forma que corten varios brazos de dendrita en el angulo derecho.

Representacion esquemética de una linea de medicién que corta cuatro brazos de dendrita. La
flecha doble negra muestra la separacion de brazo de dendrita entre el segundo y el tercer brazo
de dendrita.

El requisito para una medicion de la separacion de brazo de dendrita
es que las dendritas se distingan del resto de la prueba, p. ]. porque
son mas claras. Con ello, las dendritas tienen otro valor de intensidad
que el resto de la muestra, lo que hace posible un analisis automatico
de la imagen. Para el analisis de imagen se definen fases, que incluyen
un rango determinado de valores de intensidad.

Métodos para la deteccién de dendritas

Si sus imagenes son adecuadas para ello, el software puede detectar
las dendritas mediante una definicion de umbral automatica. Con el
método de la configuracion de umbrales se diferencia entre el primer
plano y el fondo de la imagen. Todos los objetos que deben analizarse
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deben formar parte del primer plano de la imagen. El software calcula
el nimero de brazos de dendritas que estan en la linea de medicion
que ha dibujado.

Medicién de 3 separaciones de brazo de dendrita con el método automaético para detectar den-
dritas. Todos los pixeles que se consideran dendritas se muestran en la imagen con el color [cyan
oscuro].

Si'la deteccion automatica de los umbrales no genera resultados
suficientemente buenos, introduzca manualmente el nimero de brazos
de dendrita que estan sobre la linea de medicion que ha dibujado.

Medicién de 3 separaciones de brazo de dendrita con el la deteccién manual de dendritas.

Visualizar los resultados

Los resultados de un analisis se pueden visualizar en un libro. Esta
disponible la siguiente informacion:
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Nombre de la muestra
[NUmero de lineas de medicion]
[Longitud total]

[Brazos de dendrita]

[DAS medio]

[DAS mediano]

[Varianza de DAS medio]

Ademas, los resultados pueden visualizarse en un informe en formato
Microsoft Word. El usuario puede definir la estructura del informe. Los
informes pueden contener también imagenes y las lineas de medicion
usadas.

PR, e

[npr— L

rmma: T
et

A i e A g
[Eyen—— amin

Ejemplo de una pagina de un informe en el programa MS-Word que contiene la imagen medida
y la posicion de las lineas de medicion.
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Paso [Ajustes]

?

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:

1

[Método]

Aqui se especifica el método para detectar las dendritas. Si sus imagenes son
adecuadas para ello, el software puede detectar las dendritas mediante el
ajuste de los umbrales. Seleccione la opcién [Automatico]. Con el método de
la configuracion de umbrales se diferencia entre el primer plano y el fondo de
la imagen. Todos los objetos que deben analizarse deben formar parte del
primer plano de la imagen.

Si'la deteccion automatica de los umbrales no da resultados suficientes:
Seleccione la opcién [Manual]. Entonces no se utiliza el método de definicion
de umbral y hay que introducir manualmente el nimero de brazos de
dendrita que se encuentran en la linea de medicién que se ha dibujado.

2

[Umbral para
dendritas]

Defina aqui el umbral para la deteccién de las dendritas. Con ello define el
area de los valores de intensidad (la fase) que es significativa para la
deteccion de las dendritas. Si el control deslizante esta posicionado més en
direcciéon Bajo, la fase incluye una parte mayor de las intensidades que hay en
la imagen. Si el control deslizante esta mas en direccion [Alto], la fase abarca
un rango de intensidad menor. Puede elegir valores de intensidad de 0 a 255.
El valor de intensidad O corresponde al negro y 255 al blanco. Puede definir
el umbral mediante el control deslizante o introducirlo en el campo de
entrada mediante el teclado.

Todos los pixeles que se consideran dendritas se muestran en la imagen con
el color [cyan oscuro]. Para ello debe estar seleccionada la casilla [Mostrar
deteccion de dendrita]. No se puede cambiar el color.
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3 [Mejorar Optimice con el control deslizante [Mejorar deteccion de dendrita] el umbral
deteccion de para la deteccion de dendritas. Aqui puede definir con mayor precision qué
dendrita] pixeles pertenecen a un brazo de dentrita y cuales no. Este control deslizante

solo considera las particulas brillantes, es decir, las particulas con valores de
intensidad que pueden pertenecer tanto al brazo de dendrita como al fondo.
El control deslizante [Mejorar deteccion de dendrita] sirve para definir una
segunda fase. Esta fase abarca solo escalas de grises de 0-100.

Ejemplo: En una imagen en escala de grises compuesta por 256 colores,
defina una fase que incluya todos los valores de gris de 0 a 130. Cada pixel
hasta el valor 129 se considera una dendrita. En una segunda fase, se define
que todos los valores de 0 a 80 pertenecen a las dendritas. Cada pixel a partir
del valor de 81 se cuenta como fondo.

4 [Calcular tiempo
de solidificacion]

Si'lo desea, seleccione la casilla [Calcular tiempo de solidificacion]. A
continuacion, en el campo [Constante dependiente del material] introduzca
el tiempo de solidificacién que se aplica a la aleacién metélica que esté
investigando. Entonces se calcula el tiempo de solidificacion para cada linea
de mediciéon por separado y para la muestra en su conjunto. Si genera un
libro o un informe al final de la evaluacién, el tiempo de solidificacion se
especificara en él.

Nota: El tiempo de solidificacion que se introduce en el campo [Constante
dependiente del material] se aplica a todas las muestras o imagenes que se
miden juntas en una evaluacion. Por lo tanto, deje el campo en blanco si
desea medir muestras de diferentes aleaciones juntas en una evaluacion. Si
no conoce este valor, deje desactivada la casilla [Calcular tiempo de solidifi-
cacion]. En ese caso, no se puede calcular el tiempo de solidificacion.

Nota: Los estandares correspondientes especifican los tiempos de solidifi-
cacion de algunas aleaciones.
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16 [Separacion de brazo de dendrita]
Ajustes

Paso - [Medicion]

En este paso, estan disponibles las siguientes opciones:

El software cambiara automaticamente al modo de medicion. En el
modo de medicion, el puntero del raton adoptara la forma de una cruz
en laimagen. La funcién de medicion se afiade como simbolo pequefio
a la derecha debajo del puntero del raton.

1

[Resultados de
medicién]

Realice algunas mediciones en la imagen activa y salga del modo de
medicion pulsando el botén derecho del raton. Observe los resultados
obtenidos en la tabla [Resultados de medicion]. Puede afiadir y eliminar lineas
de medicion y cambiar el niUmero de brazos de dendrita. Utilice para ello los
botones de comando debajo de la tabla.

W W

2

[Resultados]

En este campo puede ver los resultados sumados o promediados de las
mediciones realizadas hasta el momento. La columna [Imagen] visualiza los
resultados para la imagen actual. La columna [Muestra] visualiza los
resultados sumados de todas las imagenes que ya han sido analizados para
esta muestra.
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3 [Mostrardeteccion Sise ha marcado la casilla [Mostrar deteccion de dendrita), todos los pixeles
de dendrita] que se consideran dendritas se muestran en la imagen con el color [Cyan
oscuro]. Solo veré esta casilla si ha seleccionado el método [Automatico] para
la deteccion de dendritas en el paso [Ajustes].

4 [Mostrar DAS en  Marque esta casilla si desea mostrar una barra transversal en la linea de
linea de medicion] medicion para cada distancia de brazo de dendrita determinada.

Veré la misma medicion. En la imagen de la izquierda, la casilla [Mostrar DAS en linea de medi-
cion] no estd seleccionada. En la imagen de la derecha, la casilla [Mostrar DAS en linea de medi-
cion] esté seleccionada. Por lo tanto, se muestran 2 lineas horizontales en la linea de medicion
(ver flechas rojas).

5 [Rechazar imagen] Con el botdn [Rechazar imagen] puede excluir del andlisis la imagen actual. Si
analiza varias imagenes consecutivamente su software mostraréa la siguiente
imagen una vez que haga clic en el botédn [Siguiente].

16.3 Medir la separacion de brazo de dendrita

Puede seguir estas instrucciones paso a paso en su ordenador.
Describe una medicion de la distancia del brazo de dentrita en una
imagen de la muestra.

Paso [Fuente de imagen]

1. Cargue la imagen de muestra DAS1.tif.

2. Haga clic en el botdn [Separacion de brazo de dendrita] en la
ventana de herramientas [Soluciones de materiales].
= Después de iniciar este proceso de analisis, se le guiara paso a

paso a traves de la medicion. Muchas de las otras funciones de
su software no estaran disponibles mientras se esté ejecutando
un proceso de analisis.

3. En el grupo [Fuente de imagen] seleccione la opcion [Imagenes
seleccionadas] para analizar la imagen de muestra. Para que esto
funcione, la imagen debe estar abierta y activa en el grupo de
documentos.

4. Seleccione la casilla [Omitir ‘Informacion de muestra’].

5. Haga clic en el botdn [Siguiente].
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= |aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Ajustes]

1.

Ya que la imagen de muestra DAST.tif es adecuada para la
definicion automatica del umbral: Seleccione la opcion
[Automatico].

. Defina con el control deslizante [Umbral para dendritas] un umbral

adecuado para la deteccion de dendritas.

= Todos los pixeles que se consideran dendritas se destacan en la
imagen con el color [cyan oscuro]. Para ello debe estar
seleccionada la casilla [Mostrar deteccion de dendrita].

Optimice con el control deslizante [Mejorar deteccion de dendrita]

el umbral para la deteccion de dendritas.

» El control deslizante [Mejorar deteccion de dendrita] sirve para
definir una segunda fase. Esta fase abarca solo escalas de grises
de 0-100.

Deje desactivado el campo [Constante dependiente del material]

para la imagen de muestra DASTtif.

. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso - [Medicién]

1.

2.

El software cambiard automaéticamente al modo de medicion.

» El puntero del raton adoptara la forma de una cruz en la
imagen. La funcion de medicion se afiade como simbolo
pequefo a la derecha debajo del puntero del raton.

= Permanece en modo de medicion hasta desactivarlo
explicitamente.

Trace una linea de medicion pasando por la primera dendrita que
desea medir. Para ello, haga clic una vez con el botén izquierdo
del ratén en la imagen para marcar el inicio de la linea de
medicion. Mueva después el puntero del raton al final de la linea
de medicion y haga clic de nuevo con el boton izquierdo del raton.

= Nota: Las separaciones de brazo de dendrita que desea medir
deben estar en la capa de corte de la muestra para proporcionar
resultados fiables.
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= Lalinea de medicion se mostrara en rojo. En las secciones en las
que se pasa por areas de la muestra que pertenecen a la fase
detectada, la linea de medicion de destaca adicionalmente en
azul.

Imagen con una linea de medicion.

3. Trace lineas de medicion adicionales por las dendritas cuyas
separaciones de brazo desea medir.

4. Haga clic con el botdn derecho del raton o pulse la tecla [Esc] de
su teclado para salir del modo de medicion.

= Ahora puede volver a mover libremente el puntero del raton.

= Silo desea, puede desplazar aun las lineas de medicion que ya
hay. Para ello, la linea de medicion debe estar marcada.

5. Observe los resultados de la medicién en la tabla [Resultados de
medicion]. AUn puede realizar las siguientes modificaciones. Utilice
para ello los botones de comando debajo de la tabla.
= Afadir lineas de medicion
= Editar el nimero de brazos de dendrita de una linea de

medicion
= Eliminar lineas de medicién

Wl 0
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. Observe los resultados también en el campo [Resultados]. Vea aqui

los resultados sumados de todas las lineas de medicion. Si mide
varias imagenes o varias pruebas en un analisis, el campo
[Resultados] muestra los resultados sumados de todas las lineas de
medicion.

. En caso de que no esté satisfecho con los resultados de la imagen

actual: Haga clic en el boton [Atras] para volver al paso [Ajustes].
Entonces puede intentar mejorar los resultados de la imagen al
cambiar el control deslizante a otra posicion. Sin embargo, volver
al paso anterior significa eliminar todas las lineas de medicion. Es
necesario crearlas de nuevo en el paso [Medicion].

. Deje desactivada la casilla [Mostrar DAS en linea de medicion] para

estas instrucciones paso a paso.

. Haga clic en el boton [Siguiente].

= |3 ventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.

Paso [Resultados]

1.

Compruebe los resultados mostrados. Ve los resultados
acumulados de todas las imagenes que ya han sido analizados
para esta muestra.

. Seleccione la casilla [Generar informe] si desea que se genere

automaéticamente un informe una vez finalizado el analisis.

= El paso adicional [Generando informe] se afiadira al anélisis
actual.

» En la parte inferior del cuadro de dialogo, el boton [Finalizar] se
activa.

. Sidesea guardar la configuracion actual en un archivo, haga clic en

el botén [Guardar ajustes]. A continuacion, asigne un nombre

descriptivo en la siguiente ventana de dialogo.

» Puede cargar estos ajustes cuando analice mas imagenes. Para
ello, en el paso [Fuente de imagen] haga clic en el boton [Cargar
de archivo].

Seleccione la casilla [Generar libro] para exportar los resultados a
una hoja.

. Haga clic en el boton [Siguiente].

= | aventana de herramientas [Soluciones de materiales] mostrara
el siguiente paso.
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Paso [Generar informe]

Defina el aspecto del informe que contiene los resultados de medicion.

1. Seleccione la opcion [Predeterminado] para utilizar una plantilla
predeterminada. Si desea utilizar otra plantilla, seleccione la opcion
[Definida por el usuario]. Haga clic en el boton con los tres puntos
y seleccione otra plantilla en el cuadro de dialogo [Abrir].

2. Enel grupo [Contenido], seleccione la casilla de los elementos que
deben mostrarse en el informe.

Seleccione la casilla [Pagina de resumen] cuando la primera
pagina del informe debe contener un resumen de todos los
resultados del analisis actual. La generacion de una pagina de
resumen puede ser util, por ejemplo, cuando ha analizado
muchas imagenes de diferentes muestras.

Seleccione la casilla [Una pagina por muestra] si el informe debe
contener una pagina para cada muestra. En esta pagina se
representan los resultados sumados de todas las imagenes que
pertenecen a esta muestra.

Seleccione la casilla [Una pagina por imagen] si el informe debe
contener una pagina para cada imagen analizada. Si solo esta
marcada esta casilla y ha analizado las tres imagenes, el informe
contiene exactamente tres paginas.

Seleccione la casilla [Mostrar resultados en superposicion] si las
imagenes del informe deben mostrar también la capa de
imagen con los resultados.

3. Haga clic en el boton [Finalizar].

Se crea el informe y se muestra en la aplicacion MS-Word.

Se genera el libro. Contiene al menos dos hojas de calculo. En la
primera hoja de calculo se ve un resumen de los resultados. En
la segunda hoja de calculo se ven detalles de la muestra usada.
Si deben analizarse varias muestras, el libro tiene mas hojas.

La ventana de herramientas [Soluciones de materiales] vuelve a
la posicion de inicio.

4. Como consecuencia de este proceso de analisis de ciencia de
materiales, la imagen ahora tiene una o varias capas de imagen
nuevas. Guarde las imagenes en el formato TIF o VSI si desea
mantener estas capas de imagen adicionales.

5. Guarde el libro y el informe.
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Opciones de software

16.4

Opciones de software

Abrir el cuadro de

didlogo

Las opciones de software proporcionan una serie de ajustes para la
medicion de la separacion de brazo de dendrita.

Haga clic en el boton [Opciones] en la barra de herramientas CIX
Estandar para abrir el cuadro de didlogo [Opciones]. También se puede
utilizar la combinacion de teclas [MayUs + F8]. Seleccione la entrada
[Soluciones de materiales] > [Separacion de brazo de dendrita] en la
estructura de arbol.

@

Ese comando no esté disponible durante un proceso de anélisis en ejecucion.

Definir las informaciones de la muestra

Establezca como se deben llamar los dos campos superiores que se
indican en el paso [Informacion de la muestra]. Para ello introduzca los
nombres deseados en los campos [Nombre de referencia de la
muestra] y [Nombre de grupo de muestras]. El nombre otorgado a los
campos también se utilizara en los libros que se puede generar al final
de un analisis.

Definir la unidad y las posiciones decimales para la medicion

En el campo [Unidad de medicion] seleccione qué unidad de medida
debe estar preajustada. Seleccione la entrada [um] de la lista, por
ejemplo, para emitir todas las mediciones en la unidad [um] por
defecto. Es posible cambiar la unidad de medicion en el paso [Ajustes]
durante un proceso de analisis en ejecucion.

En el campo [Posiciones decimales] introduzca el nimero de
posiciones decimales a utilizar para la visualizacion de los resultados. El
ajuste por defecto es de un decimal, siendo posibles un maximo de 9
decimales.

Definir el grosor de linea para la medicion

En el campo [Grosor de linea] se selecciona el grosor de la linea con
que se indica la medicion.

Seleccionar el algoritmo DAS

Las opciones de ajuste que aparecen a continuacion solo se utilizan si
se selecciona el método [Automatico] en el paso [Ajustes] para detectar
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las dendritas. Con el método [Manual] se define el curso de la linea de
medicion de forma interactiva en la imagen. En este caso, el primer clic
del raton determina el comienzo de la linea de medicion y el sequndo
clic del raton determina el final.

Das-—E- Seleccione la primera opcion si la linea de medicion debe extenderse

i3 | desde el centro del primer brazo de dendrita hasta el centro del Ultimo
" | brazo de dentrita.

DAs- = Seleccione la segunda opcion si la linea de medicion debe extenderse
desde el limite exterior del primer brazo de dendrita hasta el limite
exterior del ultimo brazo de dendrita.
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17

Glosario

Modo experto

Modo estandar

Modo experto

En el modo de software [Analizar materiales], los componentes de la
interfaz de usuario son configurables y pueden adaptarse a los
requisitos de los usuarios y a las tareas individuales. El modo estandar o
el modo experto determinan las opciones que tiene para cambiar la
apariencia de la interfaz de usuario.

En el modo experto, puede retirar todas las ventanas de herramientas
de su posicion en el borde de la interfaz de usuario y colocarlas en
cualquier lugar del monitor.

En el modo estandar, las opciones para cambiar la interfaz de usuario
son limitadas. Las ventanas de herramientas y el grupo de documentos
ya no pueden arrastrarse fuera de la interfaz de usuario.

Cambiar del modo estandar al modo experto

1. Haga clic en el botén [Opciones] o utilice la combinacion de teclas
[Mayus + F8], para abrir el cuadro de dialogo [Opciones].

2. Seleccione la entrada [Entorno] > [General] en la estructura de
arbol para editar las opciones generales de su software.

3. Enel grupo [Interfaz de usuario], seleccione una de las dos
opciones [Modo estandar] o[Modo experto].

Histograma

En el histograma se muestra el nimero de pixeles en funcion de la
intensidad. Muestra cuantos pixeles estan presentes en la imagen y con
qué intensidad o también la distribucion de la intensidad en la imagen.
Para una imagen en color verdadero, el histograma muestra tres
curvas, a saber, la distribucion de la intensidad para los canales de color
rojo, verde y azul.

S0 10 150 200 oM e P TN
El histograma anterior muestra la distribucion de la intensidad de la
imagen en escala de grises de 8 bits que se muestra al lado. En el
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histograma ya se puede ver que la imagen consta de dos fases, una
fase oscura y otra clara. Los valores de gris medio practicamente no
aparecen en la imagen.

Particula

En el software se define una particula mediante un conjunto de puntos
de la imagen contiguos que se encuentran dentro de un area
determinada de intensidad. Es decir, todos los puntos de la imagen que
pertenecen a una particula son aproximadamente igual de brillantes u
oscuros y son aproximadamente del mismo color.

Anélisis de fases

Una fase es un conjunto de pixeles que se encuentran dentro de un
rango definido de intensidades. El rango de intensidad se limita
mediante un valor de intensidad superior y uno inferior. Son conocidos
como umbrales. En un analisis de fases, las fases de una imagen se
detectan automaticamente.

Un requisito previo para un analisis de fases es que estas tengan una
intensidad homogénea. Una imagen puede contener una o varias
fases. Si una imagen contiene solo una fase, una fase forma el primer
plano y la segunda fase forma el fondo de la imagen.

Umbral

Los objetos de una imagen deben estar definidos para el software, de
modo que este pueda reconocerlos. Para el software, un objeto se
define mediante un conjunto de puntos de la imagen contiguos que se
encuentran dentro de un area determinada de intensidad. Todos los
puntos que pertenecen a este objeto son aproximadamente igual de
brillantes u oscuros o son del mismo color. El rango de intensidad se
limita mediante un valor de intensidad superior y uno inferior. Estos dos
valores de intensidad son los valores umbral.

Las fases, a diferencia de los objetos, son areas enteras de la imagen
que tienen la misma intensidad o color. Al igual que los objetos, las
fases se definen para el software mediante umbrales.
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Area de interés

Un area de interés es un area determinada en una imagen. Asi, la
evaluacion de una imagen se limita a esta area de la imagen. Los area
de interés pueden tener distintos formas, por ejemplo rectangular o
redondo.

Trayectoria de platina

En la mayoria de metodos de analisis de ciencia de materiales se
pueden definir varias posiciones de platina en cada muestra y
guardarlas como trayecto de platina. Las posiciones de platina pueden
ser areas de barrido completos o posiciones XY individuales. Utilice el
paso [Ajustes de trayectoria de platina] en la ventana de herramientas
[Soluciones de materiales] para definir una trayectoria de platina.
Encontrara informacion adicional al respecto en el capitulo Ajustar la
trayectoria de platina (pagina 66).

El trayecto de platina contiene el nimero de muestras que deben
analizarse y la informacion de qué areas de barrido y/o posiciones Y/X
estan definidos en cada muestra.

Durante un proceso de analisis, la platina se desplaza sucesivamente a
las posiciones de platina definidas. En cada posicion XY se adquiere
automaticamente una imagen. En caso de area de barrido se
adquieren automaticamente varias imagenes y se unen para formar
una imagen. Cada imagen adquirida se analiza con el proceso de
analisis de ciencia de materiales seleccionado.
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